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在 本 书 中 ， 作 者 概述 了 这 些 创 新 的 有 价值 的 例子 ， 并 给 人 们 机 会 
看 到 它们 在 应 用 于 高 分 辩 率 模 - 数 (A-D) 转换 器 (ADC) 开发 时 
的 优势 。 更 具体 地 ， 读 者 可 以 发 现 本 书 的 主要 贡献 在 于 : 使 用 时 间 交 
织 的 信号 处 理 和 校准 的 多 步 A -DD 转换 器 的 设计 、 用 于 这 些 转换 器 的 
完全 可 观测 性 和 可 控 性 的 DfT (可 测 性 设计 ) 技术 的 提出 和 实现 、 可 
以 识别 过 程 参 数 变 化 的 传感器 网 络 的 方法 与 设计 、 使 用 小 型 样本 来 估 
计 过 程 变化 的 算法 的 建议 以 及 用 于 晶片 级 测试 的 测试 模式 生成 器 的 
开发 。 

本 书 适 合 高 等 院 校 电 子 、 硬 件 电路 设计 及 自动 化 技术 相关 专业 师 
生 以 及 相关 技术 的 设计 和 研发 人 员 参 考 阅读 。 
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A- D 转换 器 是 硬件 电路 设计 常用 的 器 件 ， 了 解 和 正确 使 用 A - D 转换 器 对 科 
研 技术 人 员 非 常 重要 。 本 书 介绍 了 低 功率 、 高 分 辨 率 的 A -DD 转换 器 的 系统 结构 ， 
Ei A -D 转换 器 的 设计 、 测 试 和 调试 。 对 设计 和 应 用 A -D 转换 芯片 提供 了 理论 
和 方法 。 

本 书 主要 包括 如 下 内 容 : A -D 转换 系统 的 介绍 、 多 步 A -D 转换 器 的 设计 、 
多 步 A -DD 转换 器 测试 、 多 步 A - D 转换 器 的 调试 。 同 时 ， 作 者 还 给 出 了 非常 重要 
的 未 来 研究 方向 和 应 用 前 景 ， 附 录 部 分 给 出 了 本 书 中 涉及 的 重要 概念 和 公式 ， 供 读 
者 更 好 地 理解 书 中 内 容 。 

全 书 主要 由 宋 婷 婷 和 李 家 斐 翻 译 ， 马 辰 智 、 张 俊 红 、 边 晓 婕 、 陈 遂 雨 、 
张 茹 敏 、 韩 凝 、 张 到 彤 、 喻 一 伟 、 何 淇 彰 、 曹 可 凡 、 张 通 、 张 侈 以 及 吕 晓 薇 参 与 了 
本 书 部 分 内 容 的 翻译 。 

由 于 译 者 的 水 平 有 限 ， 书 中 不 当 或 错误 之 处 恳请 各 位 业内 专家 学 者 和 广大 读者 
不 音 赐教 。 
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在 深 亚 微米 CMOS (互补 金属 氧化 物 半 导体 ) 技术 中 探索 低 电源 电压 下 的 功率 
效率 是 混合 信号 IC (ERER) 研究 人 员 面 临 的 主要 挑战 。 乍 一 看 低 电压 和 参数 
变异 似乎 与 高 性 能 和 重 棒 的 模拟 组 件 相 矛盾 。 此 外 ， 由 于 工艺 参量 更 难 控制 并 且 故 
障 机 制 变 得 更 加 复杂 ， 因 此 测试 和 调试 问题 变 得 困难 。 幸 运 的 是 ， 已 经 有 了 创新 措 
施 可 以 应 对 这 些 挑战 ， 并 且 提 供 了 低 功 率 电路 和 校准 技术 、 新 的 混合 信和 号 测试 范 
例 、 错 误 检 测 以 及 隔离 过 程 和 工具 。 

在 本 书 中 ， 作 者 概述 了 这 些 创 新 的 有 价值 的 例子 ， 并 给 人 们 机 会 看 到 它们 在 应 
用 于 高 分 辩 率 模 - 数 (A-D) 转换 器 (ADC) 开发 时 的 优势 。 更 具体 地 ， 读 者 可 
以 发 现 本 书 的 主要 贡献 在 于 : 使 用 时 间 交 织 的 信号 处 理 和 校准 的 多 步 A - D 转换 器 
的 设计 、 用 于 这 些 转换 器 的 完全 可 观测 性 和 可 控 性 的 DET (可 测 性 设计 ) 技术 的 提 
出 和 实现 、 可 以 识别 过 程 参数 变化 的 传感器 网 络 的 方法 与 设计 、 使 用 小 型 样本 来 估 
计 过 程 变化 的 算法 的 建议 以 及 用 于 晶片 级 测试 的 测试 模式 生成 器 的 开发 。 

在 本 书 的 价值 的 背后 是 作者 们 的 工业 专业 知识 和 学 术 知 识 。 他 们 都 是 就 职 于 飞 
利 浦 研究 实验 室 以 及 恩 智 浦 半导体 公司 研究 所 或 大 学 机 构 的 在 低 功 耗 设 计 和 测试 领 
域 的 知名 研究 人 员 。 他 们 的 书 和 期 刊 出 版 物 目 前 是 深 亚 微米 技术 领域 中 理解 、 设 
计 、 测 试 和 调试 不 可 或 缺 的 参考 。 我 希望 读者 会 像 我 一 样 喜欢 本 书 。 
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第 1 章 绪 论 


1.1 A-D 转换 系统 


R-i (A-D) 转换 与 数 - 模 (D -A) 转换 是 大 多 数 现代 信号 处 理 系 统 的 
关键 部 分 ， 其 中 数字 电路 承担 了 大 量 复杂 的 信号 处 理工 作 。 随 着 数字 信号 处 理 
(DSP) 集成 电路 越 来 越 精密 、 处 理 速 度 越 来 越 快 ， 更 多 的 处 理 功 能 在 数字 领域 得 
以 实现 。 在 DSP 电路 能 力 强 化 的 推动 下 ， 模 - 数 转 换 器 (ADC) 必须 以 前 所 未 有 
的 频率 工作 ， 而 且 还 要 维持 以 前 只 在 中 等 速度 下 达到 的 准确 率 。 这 一 趋势 有 着 若干 
动因 ， 并 对 模拟 电路 设计 产生 了 重要 影响 。 以 数字 方式 来 处 理 大 多 数 信号 的 动因 是 
多 方面 的 : 数字 电路 在 设计 、 测 试 和 制造 方面 要 比 模拟 电路 便宜 得 多 ; 以 数字 方式 
执行 很 多 信号 处 理 操作 更 简便 ; 通过 编程 使 得 数字 实现 更 灵活 ; 而 且 数字 电路 的 动 
态 范围 出 众 ， 从 而 具有 更 好 的 信号 保 真 度 。 鉴 于 DSP 的 上 述 优点 ， 采 用 模拟 解决 
方案 的 操作 越 来 越 少 。 由 于 与 D -A 转换 相 比 ，A - D 转换 通常 需要 更 大 功率 和 更 
高 电路 复杂 度 来 达到 给 定 的 速度 和 分 辨 率 ， 所 以 A -D 转换 往往 是 信号 处 理 系统 中 
的 性 能 瓶颈 。 这 一 事实 强调 了 在 模拟 电路 设计 中 增强 数字 信号 处 理性 能 的 第 二 个 重 
要 性 。 也 就 是 说 ， 由 于 A -D 转换 限制 了 整个 系统 的 性 能 ， 所 以 在 可 预见 的 未 来 ， 
改进 的 A -D 转换 算法 和 电路 将 会 代表 一 个 极其 重要 的 研究 领域 。 

因为 推动 了 有 巨大 风险 和 获得 了 前 所 未 有 的 成 功 的 数字 技术 ， 过 去 几 十 年 中 
CMOS (互补 金属 氧化 物 半导体 ) 技术 已 经 出 现 并 主导 了 主流 硅 IC (集成 电路 ) 
产业 。 随 着 光 刻 技术 的 改进 ，MOS 组 件 在 过 去 40 年 中 已 经 降低 了 其 最 小 特征 尺 
寸 , 并 且 极 大 地 影响 了 数字 集成 电路 的 性 能 。 在 追求 更 高 水 平 的 系统 集成 性 和 更 低 
成 本 的 过 程 中 ， 经 济 因素 已 经 推动 技术 寻求 在 单个 裸 片上 使 用 相同 或 兼容 的 制造 工 
艺 集成 模拟 和 数字 功能 的 解决 方案 。 随 着 MOS 晶体 管 必 然 的 缩放 和 时 间 的 推移 ， 
通过 特征 频率 .所 指数 的 增加 测量 出 来 的 原始 器 件 的 速度 实现 了 巨大 的 跨越 ， 这 个 
频率 是 晶体 管 仍然 会 产生 的 统一 的 电流 增益 的 频率 。 技 术 的 进步 最 终 导 致 了 CMOS 
模拟 电路 性 能 的 明显 改进 ， 开 辟 了 使 用 纯 CMOS 技术 实现 系统 集成 的 途径 。 性 能 的 
增强 ， 例 如 三 阱 的 选择 ， 甚 至 有 助 于 减少 噪声 串扰 问题 : 与 嘲 杂 的 数字 逻辑 门 共享 
精密 模拟 电路 的 基板 的 主要 实际 限制 之 一 。 随 着 CMOS 集成 电路 正在 进入 前 所 未 
有 的 工作 频率 和 到 达 从 未 接触 过 的 集成 水 平 〈 见 图 1.1); 随 着 技术 进入 深 亚 微 米 
范围 ， 与 器 件 缩放 相关 的 潜在 问题 一 一 短 沟 道 效应 也 越 来 越 大 。 此 外 ， 添 加 复杂 
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的 工艺 过 程 来 控制 这 些 副作用 是 非常 昂贵 的 ， 所 以 短 沟 道 晶体 管 的 紧凑 器 件 建 模 已 
经 成 为 器 件 物理 学 家 的 主要 挑战 。 而 且 ， 某 些 器 件 特性 〈 例 如 平方 律 工 -了 关系 ) 
的 缺失 对 于 旧 一 代 技 术 设计 的 电路 的 可 移植 性 有 着 不 利 的 影响 。 较 小 的 晶体 管 在 许 
多 器 件 参数 上 还 表现 出 相对 较 大 的 统计 变化 〈 即 挨 杂 密度 、 氧 化 物 厚度 ， 阔 值 电 
压 等 ) 。 由 此 产生 的 在 组 件 特性 上 的 大 的 扩展 也 导致 了 模拟 和 数字 电路 严峻 的 产量 
问题 。 





b) 


图 1.1 a) 第 一 个 集成 电路 ，1958 年 (版 权 所 有 @ Texas Instruments: 
源 - www. ti. com -公共 领域 ) b) 革命 性 的 Intel 公司 奔腾 处 理 器 ,采用 0.8pm 技术 制造 ， 
包含 310 万 个 晶体 管 ，1993 年 、c) Intel 公司 的 45nm 测试 芯片 包含 超过 10 亿 个 晶体 管 ， 
2008 年 (版 权 所 有 G@ Intel 公司 : W - www. intel. com 一 公共 领域 ) 


高 度 集成 的 CMOS 无 线 收发 器 中 的 A — D 转换 接口 电路 对 技术 缩放 非常 敏感 。 
在 接收 机 设计 中 ， 有 更 多 的 多 标准 敏捷 的 数字 信号 需要 处 理 ， 这 种 趋势 最 近 引 起 了 
对 低 功率 、 低 电压 A -D 转换 器 的 巨大 需求 ， 其 可 以 用 主流 深 亚 微米 CMOS 技术 实 
现 。 为 了 适合 戏 入 式 应 用 ， 此 类 规格 的 转换 器 强调 高 动态 范围 和 低 杂 散光 谱 性 能 。 
在 CMOS 射频 片上 系统 〈SoC) 中 ， 不管 频率 转换 是 用 单 转换 ， 例 如 直接 转换 和 低 
中 频 架 构 或 宽带 中 频 双 转换 低 中 频 架 构 ， 还 是 宽带 中 频 双 变换 ， 在 存在 带 内 阻 滞 
( 强 相 邻 信道 干扰 信号 ) 的 情况 下 ， 芯 片上 缺乏 高 品质 中 频 信道 选择 的 滤波 器 不 可 
避免 地 会 在 基带 电路 上 施加 大 的 动态 范围 。 例 如 ， 某 些 无 线 标准 规范 在 最 坏 阻 塞 情 
况 下 〈 例 如 CSM) 规定 了 12bit 或 更 多 bit 的 转换 线性 度 ， 以 避免 由 于 失真 假象 而 
丢失 较 弱 的 接收 信号 。 最 近 的 研究 还 强调 了 中 频数 字 化 架构 的 趋势 ， 以 提高 可 编程 
性 并 应 用 于 更 多 的 数字 接收 机 ， 然 而 先进 的 数字 化 接口 的 天 线 会 加 剧 现 有 的 动态 范 
围 的 问题 ， 因 为 它 还 需要 高 的 过 采样 率 。 迄 今 为 止 在 具有 低 功 耗 低 电 压 的 深 亚 微 
CMOS 技术 下 同时 实现 高 线性 度 、 高 动态 范围 和 高 采样 速率 ， 被 认为 极 具 挑战 性 。 

在 图 1. 2 中 描述 了 数字 系统 中 典型 的 模拟 信号 到 数字 信号 和 数字 信号 到 模拟 信 
号 的 接口 。 自 然 界 中 遇 到 的 大 多 数 信号 在 时 间 和 幅度 上 都 是 连续 的 。A - D 转换 器 
将 模拟 信号 转换 为 离散 时 间 数 字 编 码 形式 ， 用 于 数字 处 理 和 传输 。 通 常 ，A -DD 转 
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换 包 括 两 个 主要 过 程 : 采样 和 量化 ， 如 图 1.2 中 的 子 块 所 示 。 模 拟 输入 信号 的 带宽 
通过 抗 混 释 滤波 器 限制 在 奈奈 斯 特 频率 。 该 带 限 信号 随后 被 输送 到 对 数字 信号 执行 
第 一 步 又 的 采样 和 保持 级 。 将 在 时 间 上 连续 的 输入 信号 转换 为 离散 时 间 信 号 。 然 
而 ， 幅 度 在 采样 保持 阶段 之 后 保持 连续 。 振 幅 的 量化 由 A -D 转换 器 进行 。 在 连续 
时 间 信 号 到 离散 时 间 信 号 的 转换 期 间 ， 如 果 信和 号 被 频带 限制 到 奈 奎 斯 特 频率 ， 则 没 
有 信息 丢失 ， 但 将 连续 信和 号 映射 到 有 限 数量 的 离散 值 ， 也 就 是 进行 振幅 量化 时 不 可 
避免 地 导致 减少 信息 ， 使 得 信号 的 完全 重建 不 再 可 能 。 因 此 ，A - D 转换 器 限制 了 
整个 系统 的 精度 和 动态 范围 ， 因 此 必须 特别 注意 转换 器 的 设计 。 


Ey Z rer A) 
滤波 器 al 转换 器 ”处理 系统 转换 器 me 


图 1.2 具有 模拟 信号 输入 和 输出 量 的 典型 数字 系统 


除了 上 述 限制 之 外 ，A - D 转换 器 的 输出 由 表示 模拟 输入 信号 的 数字 数据 组 
成 。 数 字 系 统 处 理 这 些 数据 ， 该 系统 可 以 像 单个 数字 滤波 器 那样 简单 ， 也 可 以 像 数 
字 电 话 系统 那样 复杂 。 无 论 如 何 ， 结 果 输 出 也 是 必须 被 数 - 模 (D - A) 转换 器 转 
换 回 到 模拟 信和 号 的 数字 数据 ， 其 输出 仍 是 离散 时 间 信 和 号 的 模拟 量 。 最 终 重建 滤波 器 
会 创建 连续 时 间 输 出 信号 。 虽 然 整个 系统 似乎 非常 复杂 ， 但 它 相对 于 纯 模拟 信号 处 
理 具有 许多 优点 。 最 明显 的 优势 是 系统 的 灵活 性 。 如 上 所 述 ， 数 字 信号 处 理 块 可 以 
执行 从 非常 简单 到 非常 复杂 的 任何 任务 。 在 模拟 域 中 许多 任务 实现 起 来 非常 复杂 ， 
例如 存储 大 量 数据 ， 在 数字 域 中 相对 容易 。 此 外 ， 整 个 系统 可 以 被 制 成 可 编程 的 或 
其 至 适应 当前 的 情况 。 在 模拟 信号 处 理 系 统 中 ， 功 能 的 添加 通常 使 信号 劣化 。 任 何 
过 滤 阶 段 ， 例 如 添加 到 信和 号 路 径 的 过 滤 阶 段 都 会 增加 噪声 信号 ， 从 而 降低 动态 范 
围 。 然 而 ， 在 数字 系统 中 ， 一旦 模拟 信号 被 转换 到 数字 域 ， 损 失 就 很 小 ， 无 论 使 用 
数字 数据 执行 的 操作 有 多 么 复杂 。 

A -DD 转换 器 应 用 于 众多 场合 ( 见 表 1.1)。 近 年 来 ， 由 于 许多 以 前 完全 是 模拟 
电路 电子 系统 已 经 使 用 数字 电子 器 件 来 实现 ，A -D 转换 器 的 应 用 范围 大 范围 地 扩 
展 。 这 种 应 用 的 示例 包括 数字 电话 传输 、 无 绳 电话 、 交 通 和 医学 成 像 。 消 费 产品 ， 
例如 高 保 真 音频 和 图 像 处 理 ， 需 要 非常 高 的 分 辩 率 ， 而 先进 的 雷达 系统 和 具有 超 宽 
带宽 的 卫星 通信 和 需要 非常 高 的 采样 率 (1GHz 以 上 )。 受 益 于 更 高 分 辩 率 A -DD 转换 
器 ， 先 进 的 雷达 、 监 视 和 智能 系统 具有 更 高 的 频率 和 更 宽 的 带宽 。 
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RLI A-D 转换 器 的 完整 应 用 范围 

































医疗 成 像 天 线 阵列 位 置 便携 式 仪器 (电池) 
正 电 子 发 射 断层 扫描 中 频 采 样 手持 式 示 波 器 
MRI 接收 器 CDMA2k, WCDMA, TD-SCDMA 数字 示波器 
非 破坏 性 超声 1595, CDMA - One, IMT2000 频谱 分 析 仪 
超声 BS 基础 设施 通信 仪器 
超声 波束 形成 系统 AMPS, IS136, (W) -CDMA, GSM 仪器 仪表 
X 射线 成 像 直接 转换 雷达 、 红 外 成 像 
医疗 扫描 转换 器 数字 接收 器 单 通 道 雷达 、 声 呐 和 卫星 子 系统 
光 网 络 通信 子 系统 功率 敏感 军事 设施 
宽带 接 入 宽带 载波 频率 系统 天 文学 
宽带 LAN 点 点 对 点 无 线 电 无 线 电 平板 显示 器 
通信 (调制 解 调 器 ) GPS 抗 干扰 接收 器 投影 系统 
电力 线 网 络 MMDS 基站 CCD 成 像 
家 庭 电话 网 络 WLL 机 项 盒 
无 线 本 地 环 路 (WLL) 、 固 定 接 人 I&Q 通信 其 小 孔径 终端 端子 /接收 器 
WLAN DSP 前 端 多 媒体 
VDSL、xDSL 和 HPNA 磁带 驱动 器 电影 扫描 仪 
功率 放大 器 线性 化 相 控 阵 接收 机 数据 采集 
宽带 无 线 安全 通信 票据 验证 
正 交 无 线 电 接收 器 数字 接收 器 电动 机 控制 
电缆 反 向 路 径 天 线 阵列 处 理 工业 过 程控 制 
通信 接收 机 天 线 阵列 处 理 光学 传感器 
分 集 式 无 线 电 接 收 机 数字 接收 器 电缆 头 端 系统 
维特 比 译 码 器 视频 成 像 测试 和 测量 设备 











1.2 浅 谈 当前 的 设计 与 调试 实践 分 析 


减少 与 高 速 采 样 和 量化 相关 的 功率 耗 散 是 许多 应 用 中 的 主要 问题 ， 这 些 应 用 包 
括 诸如 摄像 机 、 蜂 窝 电 话 之 类 的 便携 式 视频 等 设备 使 用 自 带 无 线 局 域 网 ( WLAN) 
收发 器 进行 数字 数据 检测 或 其 他 功能 。 随 着 互联 网 和 信息 点 播 快速 增长 ， 手 持 无 线 
终端 正 变 得 越 来 越 受 欢迎 。 考 虑 到 合理 尺寸 的 电池 下 有 限 的 能 量 ， 该 电力 消耗 水 平 
可 能 不 合适 ， 并 且 进一步 的 功率 降低 对 于 功率 优化 的 A -D 转换 接口 是 必要 的 。 随 
着 集成 电路 的 集成 度 不 断 提高 ， 迫 使 A -D 转换 器 接口 和 有 复杂 信号 的 集成 电路 集 
成 在 同一 芯片 上 ， 该 集成 电路 主要 包含 DSP 和 控制 的 数字 块 。 使 用 相同 的 电源 电 
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压 用 于 模拟 和 数字 电路 ， 不 需要 通过 使 用 DC -DC 变换 器 产生 多 个 电源 电压 ， 从 而 
降低 了 整个 系统 成 本 。 然 而 ， 在 诸如 通信 应 用 的 各 种 应 用 中 的 转换 器 的 规格 强调 高 
动态 范围 和 低 伪 频 谱 性 能 。 在 单 片 环境 中 实现 这 种 水 平 的 线性 度 是 不 容易 的 ， 其 中 
对 于 某 些 应 用 来 说 ， 后 加 工 部 件 因为 成 本 和 可 制造 性 原因 修整 或 校准 非常 麻烦 。 实 
现 完全 系统 集成 的 另 一 个 障碍 来 自 于 由 深 亚 微米 数字 CMOS 器 件 的 栅 极 氧化 物 可 靠 
性 所 决定 的 低 电 压 提 供 的 A -D 转换 接口 电路 的 功率 效率 。 

类 似 地 ， 集 成 电路 制造 过 程 本 身 既 不 是 确定 性 的 也 不 是 完全 可 控 的 。 存 在 于 制 
造 环境 中 的 微观 颗粒 和 制造 步骤 的 参数 的 轻微 变化 都 可 导致 集成 电路 的 几何 和 电 性 
能 偏离 设计 过 程 结束 时 的 要 求 。 取 决 于 集成 电路 拓扑 和 缺陷 的 性 质 ， 这 些 缺 陷 可 导 
致 各 种 类 型 的 故障 。 在 半导体 制造 设备 中 生产 的 硅 唱 片 通常 经 历 电 和 光学 测量 以 确 
定 电 性 能 参数 是 否 在 允许 的 限度 内 。 这 些 测量 用 过 程控 制 监视 (PCM) 数据 进行 
增强 ， 然 后 将 所 获得 的 信息 用 于 Fab 中 以 决定 是 否 需 要 重新 处 理 一 些 晶片 工艺 层 ， 
以 及 是 否 应 通过 在 线路 后 端 进行 特殊 特性 测试 ， 以 确保 它们 的 电 操 作 值 满足 先 验 规 
格 , 例如 温度 范围 、 耐 用 性 、 速 度 等 。 

各 种 用 于 估计 唱片 的 器 件 产 量 的 模型 (通常 基于 裸 片 尺 寸 、 工 艺 线 宽 和 颗粒 
累积 ) 被 构建 出 来 。 再 通过 在 晶片 切割 之 前 执行 的 晶片 探测 〈 电 测试 ) 的 结果 来 
确定 产量 。 混 合 信号 器 件 的 功能 测试 是 非常 彻底 的 ， 并 且 可 以 基于 这 些 测 试 结果 获 
得 关于 电路 故障 块 和 机 制 的 大 量 信息 。 产 量 信息 的 最 简单 形式 是 统计 总 量 下 通过 与 
失败 的 比例 ， 其 中 产量 通常 表示 为 每 个 晶 圆 上 良好 晶 块 的 百分比 ， 以 使 得 工艺 和 产 
品 比 较 更 容易 。 原 则 上 ,， 产 量 损失 可 以 由 几 个 因素 引起 ， 例 如 晶片 缺陷 和 污染 、 集 
成 电路 制造 工艺 缺陷 和 污染 、 工 艺 变 化 、 封 装 问题 和 设计 误差 或 不 当 的 设计 实现 或 
方法 。 在 不 同 阶段 的 持续 测试 对 于 最 小 化 成 本 和 提高 质量 至 关 重要 。 

早期 发 现 缺 陷 芯片 的 存在 是 非常 必要 的 ， 因 为 检测 制造 部 件 中 的 不 良 部 件 的 成 
本 在 每 个 组 装 水 平 上 增加 了 10 倍 。 在 半导体 工业 中 ， 虽 然 制造 晶体 管 的 成 本 急剧 
下 降 ， 但 同时 ， 测 试 每 个 晶体 管 的 成 本 保持 相对 稳定 。 因 此 ，2012 年 左右 测试 晶 
体 管 将 花费 与 制造 晶体 管 相同 的 金额 。 通 常 ， 对 于 无 故障 裸 片 ， 集 成 电路 测试 成 本 
由 每 单位 时 间 运 行 测试 器 的 成 本 乘 以 每 个 集成 电路 的 总 测试 时 间 给 出 。 然 而 ， 对 于 
由 ATE (自动 测试 设备 ) 和 探测 器 或 处 理 器 组 成 的 给 定 工业 测试 设施 和 给 定 的 测 
试 产 量 ， 测 试 成 本 参数 是 无 故障 产品 的 测试 时 间 和 有 故障 产品 的 平均 测试 时 间 。 对 
于 测试 模具 的 平均 成 本 ， 还 必须 考虑 缺陷 模具 的 参数 测试 产量 和 平均 测试 时 间 。 无 
故障 芯片 的 测试 时 间 是 用 于 测量 和 处 理 测量 数据 的 完整 测试 程序 总 时 间 。 故 障 模具 
的 测试 时 间 也 起 作用 的 事实 意味 着 测试 应 该 根据 它们 在 检测 缺陷 方面 的 成 功率 来 
排序 。 

还 应 注意 ， 品 片 装载 或 封装 处 理 时 间 也 是 测试 时 间 的 重要 参数 。 在 处 理 时 间 与 
测试 时 间 相 当 的 情况 下 ， 减 小 测试 长 度 显然 是 不 够 的 。 在 这 些 情况 下 ， 必 须 应 用 蔡 
代 解 决 方案 ， 例 如 多 中 心 测 试 ， 以 便利 用 (一部分) 处 理 时 间 来 测试 另 一 个 集成 
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电路 。 影 响 测 试 产量 的 剩余 因素 ， 取 决 于 工艺 产量 与 测试 和 测量 误差 的 存在 。 从 成 
本 和 质量 问题 的 讨论 中 可 以 清楚 地 发 现 ， 具 有 高 故障 覆盖 率 的 测试 可 以 提高 集成 电 
路 芯片 的 质量 和 成 本 数字 。 随 着 对 低 缺 陷 水 平 不 断 增长 的 需求 ， 迫 切 需 要 对 所 有 可 
能 的 工艺 参数 变化 的 影响 进行 建 模 和 测试 。 这 些 缺 陷 高 度 依 赖 于 工艺 类 型 ， 并 且 它 
们 对 总 体 电路 行为 的 影响 取决 于 设计 的 工艺 公差 。 集 成 电路 的 可 能 的 故障 实际 上 是 
无 限 的 ， 但 是 如 果 仅 考虑 最 可 能 的 故障 ， 可 以 创建 有 限 集合 。 

要 开发 实际 的 各 种 故障 模型 ， 应 考虑 各 种 故障 的 成 因 和 影响 。 由 于 诸如 氧化 物 
厚度 、 摊 杂 、 线 宽 和 掩 膜 未 对 准 的 工艺 参数 的 统计 波动 ， 产 生 参 数 变化 ( 以 其 标 
准 偏差 o 来 测量 )。 从 电路 的 完全 故障 (灾难 性 ) 到 某 些 电 路 参数 (例如 增益 、 线 
性 度 ) 的 性 能 略微 超出 规格 ， 甚 至 可 能 在 给 定 的 规格 内 ， 产 生 的 影响 是 不 同 的 ， 
但 构成 了 可 靠 性 风险 。 通 常 ， 测 试 每 个 晶片 上 的 工艺 监控 电路 ， 以 确保 所 有 关键 工 
艺 参数 都 在 规格 范围 内 ， 使 得 可 以 假设 晶片 上 尚未 测试 的 芯片 没有 过 度 的 工艺 变 
化 。 然 而 ， 芯 片 〈 或 芯片 内 的 电路 ) 局 部 的 工艺 变化 可 能 超出 规格 。 

表 1.2 给 出 了 所 有 缺陷 和 故障 。 每 行 对 应 于 导致 故障 的 制造 过 程 缺 陷 ， 从 全 局 
过 程 变 化 到 局 部 变化 以 及 短路 和 断 开 。 每 列 对 应 于 缺陷 对 被 测 电路 的 性 能 的 影响 ， 
从 参数 故障 到 灾难 性 故障 。 最 可 能 发 生 的 参数 故障 很 难 进 行 测试 ， 但 也 是 最 重要 
的 。 如 果 通 过 测试 的 电路 在 所 有 工作 条 件 下 都 满足 所 有 性 能 规范 ， 则 测试 仪 的 故障 
覆盖 率 为 100% 。 导 致 没有 规格 失效 但 可 能 降低 可 靠 性 的 缺陷 可 以 在 3 种 失效 状态 
中 区 分 : 早期 ， 其 中 产品 显示 高 但 随 着 时 间 减 小 的 失效 率 ， 直 到 失效 率 稳 定 ， 随 机 
失效 期 和 当 产 品 的 寿命 终止 时 故障 率 再 次 增加 的 终结 期 。3 个 时 期 的 缺陷 的 性 质 通 
常 是 非常 不 同 的 早期 故障 期 中 的 大 多 数 故障 ， 这 是 由 制造 缺陷 引起 的 ， 例 如 金属 线 
中 的 接近 开路 和 短路 、 隔 离 电介质 中 的 弱点 或 封装 中 的 不 良 键 合 的 键 合 线 。 在 随机 
故障 期 间 ， 出 现 了 许多 不 同 的 根源 ， 以 特定 事件 相关 的 故障 ( 如 雷电 ， 在 汽车 电 
池 断 开 期 间 发 生 的 负载 突 降 峰 值 或 其 他 过 载 事 故 ) 最 为 明显 。 终 结 期 间 的 故障 与 

R12 缺陷 和 故障 的 类 别 
故障 (效应) 


在 规格 范围 内 


具体 的 设计 不 能 解释 所 | 设计 中 的 朴 忽 ， 例 如 
无 缺陷 无 故障 有 可 能 的 参数 组 合 的 所 有 | 工艺 参数 组 合 的 相位 裕 
可 能 的 条 件 


可 靠 性 风险 ， 例 如 金属 例如 低 电 压 Vr 导致 晶 
间 电 介质 太 邯 经 典 参数 故障 与 软 故 障 


体 管 不 关 断 
发 生 由 于 未 指定 的 性 能 ， eee et AS 


A-D 
例如 短路 ， 导 致 过 大 的 电 | 得 路 在 四 让 said 


EE BEL a R — EAS TE W BY) 
流 ， 而 电路 仍然 在 规格 内 输出 代码 















缺陷 (原因) 











工艺 参数 性 规格 限制 内 


工艺 参数 超出 规格 限制 











短路 和 开路 发 生 经 典 灾难 性 和 硬 故 障 
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产品 中 使 用 的 材料 和 装置 的 固有 特性 以 及 诸如 温度 、 电 压 和 电流 的 产品 使 用 条 件 
(包括 它们 的 时 间 依 赖 性 ) 相关 。 终 结 期 失效 机 制 的 实例 是 电 迁 移 ( 栅 极 ) 氧化 物 
击 穿 、 热 载 流 子 降解 和 移动 离子 污染 。 可 靠 性 工程 一 方面 处 理 系统 ， 以 降低 早期 失 
效 和 随机 失效 ， 另 一 方面 保持 磨损 阶段 超过 实际 持续 时 间 ， 这 超出 了 本 书 的 范围 不 
会 进一步 讨论 。 

男 一 个 对 于 集成 电路 成 本 间接 贡献 的 测试 相关 因素 是 内 建 自 测 (BIST) 和 可 
测 性 设计 (DIT) 电路 设计 的 面积 贡献 。 事 实 上 ， 以 有 效 的 方式 添加 BIST 和 DfT 
可 以 帮助 降低 测试 开发 和 调试 成 本 ， 从 而 至 少 补偿 额外 面积 成 本 的 一 部 分 。 最 后 ， 
在 线 调试 因为 其 昂贵 的 操作 ATE 带 来 的 高 成 本 ， 也 经 常 被 看 成 成 本 的 一 部 分 。 一 
些 ATE 制造 商 虽然 提供 用 于 离线 调试 的 调试 软件 ， 但 是 很 大 一 部 分 被 测 设备 
(DUT) 仍然 进行 在 线 调 试 。 混 合 信号 电路 仍 未 实现 测试 器 和 接口 板 模型 的 标 
准 化 。 

从 历史 上 看 ， 数 字 和 模拟 测试 的 发 展 的 步伐 非常 不 一 致 ， 使 得 现在 模拟 测试 方 
法 比 数字 对 应 方案 早 得 多 。 用 于 自动 测试 生成 和 测试 电路 植 人 的 计算 机 辅助 设计 
(CAD) 工具 从 20 年 前 就 已 经 用 于 数字 电路 。 其 主要 原因 是 离散 信号 和 时 间 值 ， 
容易 将 制定 测试 表示 为 数学 问题 。 对 于 数字 电路 来 说 ， 起 作用 和 不 起 作用 的 区 别 是 
显而易见 的 。 对 于 模拟 电路 设计 ， 相 对 于 数字 电路 ， 无 故障 和 有 故障 电路 的 定义 更 
加 明确 ， 可 以 看 成 规范 国 值 和 应 用 灵敏 度 的 问题 。 在 模拟 信号 处 理 电路 中 ， 不 仅 可 
以 有 两 个 信号 值 选择 ， 而 且 原则 上 有 无 限 多 个 信号 值 可 选择 。 类 似 地 ， 模 拟 信 号 的 
时 间 变 化 性 质 带 来 外 部 维度 的 问题 。 此 外 ， 故 障 效应 在 数字 方面 不 可 能 传播 到 输 
出 ， 因 为 故障 效应 在 所 有 方向 上 传播 ， 因 此 该 传播 模式 的 计算 比 在 数字 情况 下 复杂 
得 多 。 故 障 存 在 于 某 个 节点 的 信息 不 容易 包含 该 节点 的 信号 值 信息 ， 从 而 需要 耗费 
时 间 进 行 信号 值 的 计算 。 非 线性 、 电 路 块 之 间 的 负载 、 存 储 能 量 的 组 件 和 寄生 效应 
的 存在 使 这 些 计 算 进 一 步 复杂 化 。 


1.3 动机 


随 着 CMOS 制造 技术 的 快速 发 展 ， 越 来 越 多 的 用 于 更 低 的 成 本 、 更 低 的 功 耗 、 
更 高 的 产量 和 更 高 的 可 重新 配置 性 的 信号 处 理 功能 在 数字 域 中 得 到 实现 。 可 以 在 主 
流 深 亚 微米 CMOS 技术 中 实现 的 低 功 率 、 低 电压 的 A -D 转换 器 ， 最 近 产 生 了 巨大 
的 需求 。 然 而 ， 光 刻 波长 和 电路 特征 尺寸 之 间 的 差异 正在 增加 。 较 低 的 电源 电压 明 
显 降低 了 噪声 容 限 ， 并 增加 了 工艺 、 器 件 和 设计 参数 的 变化 。 因 此 ， 更 加 难以 足够 
精确 地 、 稳 定 地 控制 制造 工艺 以 保持 均匀 性 。 在 纳米 级 尺度 的 制造 中 使 用 的 材料 的 
固有 随机 性 意味 着 性 能 将 越 来 越 容 易 变 化 ， 不 仅 从 裸 片 到 裸 片 ， 而 且 在 每 个 单独 裸 
片 内 。 参 数 变 化 性 将 由 于 纳米 级 集成 电路 中 的 退化 而 混乱 ， 导 致 参数 随时 间 的 不 稳 
定性 ， 最 终 导致 故障 的 产生 。 工 艺 变 化 不 能 通过 改进 制造 公差 来 解决 ， 必 须 通过 新 
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的 设备 技术 或 者 通过 设计 来 控制 以 减少 可 变性 以 便 继 续 缩放 。 类 似 地 ， 裸 片 内 的 性 
能 变化 也 给 测试 方法 带 来 了 新 的 挑战 。 

为 了 解决 这 些 问题 ， 本 书 特别 关注 : 中 通过 探索 低 电压 模拟 电路 设计 和 校准 技 
术 的 潜力 ， 提 高 高 分 辨 率 、 高 速 和 低 杂 散光 谱 A -D 转换 性 能 的 功率 效率 ; QIK 
电路 技术 和 算法 ， 以 增强 测试 和 调试 动态 检测 错误 的 潜力 、 隔 离 和 限制 故障 以 及 连 
续 恢 复 错 误 。 这 将 变 得 越 来 越 重要 ， 因 为 设备 状态 参数 随时 间 的 推移 逐渐 劣化 ， 需 
要 运行 时 重新 配置 。 


1.4 本 书 内 容 组 成 


本 书 第 2 章 综 述 了 高 速 、 高 分 辨 率 A -D 转换 器 架构 ， 并 讨论 了 模拟 电路 的 设 
计 挑 战 以 及 转换 器 在 深 亚 微米 CMOS 中 的 通用 构建 块 的 设计 选择 技术 。 基 于 这 种 评 
估 ， 选 择 多 步 A — D 转换 器 以 探索 低 电源 电压 下 的 功率 效率 的 突出 问题 。 第 3 章 更 
详细 地 描述 了 多 步 A -D 转换 器 架构 ， 重 点 介绍 了 每 个 阶段 的 关键 设计 技术 ， 并 介 
绍 了 电路 实现 的 细节 。 特 别 地 ， 确 定 了 误差 源 并 且 显 示 了 用 于 减 小 它们 的 影响 的 电 
路 技术 ， 并 以 原型 实验 结果 的 总 结 为 结尾 。 第 4 章 首 先 侧重 于 新 型 计算 机 辅助 和 设 
计 测 试 电 路 技术 ， 以 增强 对 转换 器 性 能 的 随机 过 程 变化 的 分 析 。 还 提出 了 片上 连续 
时 间 波 形 发 生 器 和 内 置 转换 器 参数 表征 的 方法 ， 并 以 一 种 用 于 评估 受 工艺 变化 和 电 
路 噪声 影响 的 集成 电路 设计 的 新 型 统计 模拟 工具 结束 ， 以 片上 连续 时 间 波 形 发 生 器 
作为 代表 性 示例 来 评估 该 方法 的 有 效 性 。 开 发 用 于 增强 调试 前 景 的 电路 技术 和 算法 
在 第 5 章 中 介绍 。 最 初 ， 介 绍 了 一 种 监视 裸 片 级 过 程 变化 的 方法 ， 以 允许 估计 所 选 
性 能 数据 并 在 某 些 情况 下 指导 测试 。 本 章 还 继续 讨论 如 何 通过 监测 过 程 变 化 获得 的 
信息 以 及 如 何 估计 所 选 性 能 数据 来 指导 测试 ， 而 且 终 止 于 基于 最 陡 下 降 法 的 静态 误 
差 的 诊断 分 析 。 在 该 方法 中 ， 在 将 模型 应 用 于 误差 估计 和 故障 隔离 的 自 适应 滤波 算 
法 查找 表 之 前 ,识别 和 建 模 最 常见 的 误差 。 最后， 讨论 调试 -校准 关系 ,并 给 出 实 
验 结果 。 在 第 6 章 中 ， 总 结 了 主要 结论 ， 并 提出 了 进一步 研究 的 建议 。 


第 2 章 A-D FH H 


2.1 高 速 、 高 分 辩 率 A -D 转换 器 架构 选择 


由 于 数字 信号 处 理 的 存在 ，A -D 转换 器 一 直 在 模拟 和 数字 世界 之 间 起 着 非 党 
重要 的 作用 。 它 们 通常 以 应 用 指定 的 固定 的 时 间 周 期 执行 模拟 信号 的 数字 化 。A - 
D 转换 过 程 涉及 对 应 用 的 模拟 输入 信号 进行 采样 ， 并 在 通过 后 续 数 字 系 统 进一步 信 
号 处 理 之 前 ， 将 其 与 参考 电压 进行 比较 ， 从 而 量化 为 数字 表示 。 根 据 这 些 功 能 组 
合 ， 可 以 依据 每 个 功能 的 不 同 要 求 来 实现 不 同 的 A -DD 转换 器 架构 。 要 实现 功 耗 优 
化 的 A -D 转换 器 功能 ， 在 讨论 系统 问题 之 前 ， 了 解 每 个 功能 的 性 能 限制 很 重要 。 
在 本 节 中 ,介绍 了 基本 A -D 转换 过 程 的 概念 以 及 每 个 关键 构件 模块 功 耗 的 基本 
限制 。 


2.1.1 多 步 A-D 转换 器 


并 行 (快速 ) A - D 转换 是 迄今 为 止 最 快 且 概念 上 最 简单 的 转换 过 程 已 -21 ， 
其 中 模拟 输入 应 用 于 比较 器 电路 的 一 侧 ， 另 一 侧 连接 到 从 零 到 满 量程 的 适当 电 平 作 
为 参考 。 阔 值 电 平 通常 由 一 个 或 多 个 参考 电阻 分 压 成 一 系列 等 间隔 电压 来 产生 ， 并 
应 用 于 每 个 比较 器 的 一 个 输入 。 对 于 位 分 辨 率 ，2” -1 个 比较 器 同时 评估 模拟 输 
人， 并 将 数字 输出 生成 为 温度 计 码 。 由 于 快速 转换 器 每 次 转换 只 需要 一 个 时 钟 周 
期 ,因此 它 通常 是 最 快 的 转换 器 。 另 一 方面 ， 快 速 A -D 转换 器 的 分 辩 率 受到 电路 
复杂 性 、 高 功率 耗 散 、 比 较 器 和 参考 不 匹配 等 因素 的 限制 ， 它 的 复杂 人 性 随 着 分 辩 率 
位 数 的 增加 ， 以 指数 形式 增长 。 因 此 ， 功 耗 和 芯片 面积 也 随 分 辩 率 位 数 呈 指数 增 
长 。 分 辩 率 每 增加 一 位 ， 组 件 匹配 要 求 也 增加 一 倍 ， 因 此 快速 转换 器 的 有 用 分 辩 率 
被 限制 在 8 ~ 10 位 。 快 速 A -D 转换 器 设计 的 各 种 不 利 影响 将 在 3. 4. 1 节 进 一 步 
讨论 。 

为 了 降低 硬件 复杂 性 ， 减 少 功 耗 和 芯片 面积 ， 并 且 提 高 分 辩 率 而 保持 高 转换 
率 ， 快速 转换 器 可 以 扩展 到 两 步 / 多 步 .> ”| 或 分 级 架构 '”-”] (也 称 为 串联 -并 
联 转换 器 ) WSE, Btn, n, t, na 都 等 于 n， 这 些 类 型 的 转换 器 需要 m x 
2" 个 ， 而 不 是 2"*" 个 比较 器 用 于 全 快速 实现 。 然 而 分级、 两 步 /多 步 A -DD 转换 
器 中 的 转换 不 像 快速 A -D 转换 器 那样 瞬时 发 生 ， 而 且 输 入 必须 保持 恒定 ， 直 到 
量化 器 完成 其 转换 。 因 此 ， 需 要 采样 和 保持 (S/H) 电路 来 提高 性 能 。 转 换 过 程 
分 为 两 个 步骤， 如 图 2. 1 所 示 。 第 一 ，A - D 子 转换 器 对 于 输入 信号 执行 粗略 转 
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换 。D -A 转换 器 用 于 将 第 一 A -D 子 转换 器 的 数字 输出 转换 回 模拟 域 ， 然 后 从 模 
拟 输入 中 减 去 D -A 转换 器 的 输出 。 结 果 信号 ， 又 称 为 残余 信号 ， 被 放大 并 且 馈 送 
到 第 二 A -DD 子 转换 器 并 执行 精细 转换 到 全 分 辨 率 。 两 个 阶段 之 间 的 放大 不 是 严格 
必需 的 ， 而 是 在 大 多 数 情况 下 执行 。 借 助 于 该 放大 级 ,第 二 A -D 子 转换 器 可 以 以 
与 第 一 A -D 子 转换 器 相同 的 信号 电 平 工作 ， 因 此 具有 相同 的 精度 要 求 。 在 转换 结 
RET, WA A -D 子 转换 器 的 数字 输出 被 求 和 。 

通过 使 用 并 行 处 理 ， 该 架构 的 吞吐 量 可 以 维持 与 快速 A - D 转换 器 相同 的 速 
率 。 然 而 ， 由 于 额外 的 用 来 减少 精度 比较 器 数量 的 阶段 ， 转 换 的 输出 具有 两 个 时 钟 
周期 的 延迟 。 如 果 系 统 可 以 容忍 转换 信号 的 延迟 ， 则 两 步 转换 器 是 较 低 功率 、 较 小 
面积 的 替代 方案 。 


2.1.2 管线 A -D 转换 器 


两 步 结构 在 转换 器 前 面 配备 了 S/H 电路 ( 见 图 2.1)。 该 附加 电路 是 必要 的 ， 
因为 输入 信号 必须 保持 恒定 ， 直 到 完成 整个 转换 (粗略 和 精细 )。 通 过 在 两 个 转换 
器 级 之 间 增 加 第 二 个 S/H 电路 ， 可 以 明显 提高 两 步 A -DD 转换 器 的 转换 速度 ( 见 
图 2.2)。 在 第 一 时 钟 周 期 中 ,输入 端 S/H 电路 对 模拟 输入 信号 进行 采样 并 保持 该 
值 ， 直 到 第 一 级 已 经 完成 其 操作 ， 并 且 减 法 电路 和 放大 器 的 输出 已 经 稳定 。 在 下 一 
个 时 钟 周期 中 ， 两 级 之 间 的 S/H 电路 保持 放大 的 残余 值 。 因 此 ， 第 二 阶段 能 够 独 
立 于 第 一 阶段 对 该 残余 信号 进行 操作 ， 这 使 得 第 一 阶段 又 可 以 转换 新 的 、 更 近 的 样 
本 。 由 于 两 级 的 独立 操作 ， 流 水 线 两 步 转换 器 的 最 大 采样 频率 由 第 一 级 的 稳定 时 间 
决定 。 为 了 产生 一 个 采样 的 数字 输出 ， 第 一 级 的 输出 必须 通过 移 位 寄存 器 (SR) 
延迟 一 个 时 钟 周期 ( 见 图 2. 2) 。 尽 管 通过 流水 线 操作 提高 了 采样 速度 ， 但 是 模拟 
输入 的 采样 和 相应 数字 值 的 输出 之 间 的 延迟 仍然 是 两 个 时 钟 周 期 。 然 而 对 于 大 多 数 
应 用 程序 ， 延 迟 可 以 忽略 不 计 ， 只 有 转换 速度 很 重要 。 在 所 有 信号 处 理 和 电信 应 用 





(ntn) A 数字 信号 输出 


图 2.1 两 步 A-D 转换 器 
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中 ， 主 要 延迟 是 由 数字 信号 处 理 引 起 的 ， 因 此 其 至 超过 两 个 时 钟 周期 的 延迟 都 不 是 
问题 。 

如 上 所 述 的 架构 不 仅仅 局 限于 两 个 阶段 。 因 为 级 间 S/H 电路 使 各 个 级 去 耦 ， 
所 以 无 论 单 个 级 还 是 任意 数量 的 级 跟随 第 一 级 ， 转 换 速 度 没 有 差别 。 这 导致 通用 的 
流水 线 A -D 转换 器 架构 ， 如 图 2.3 Aras 4-8), oe rH SH, n 位 快速 A -D 转 
换 器 、 重 建 D -A 转换 器 、 减 法 器 和 余 量 放大 器 组 成 。 这 种 转换 机 制 类 似 于 多 级 转 
换 器 中 的 每 级 转换 。 不 同 的 是 ， 放 大 的 残留 物 通过 下 一 个 S/H 电路 进行 采样 ， 而 
不 是 直接 输送 到 下 一 个 阶段 。 











Cram) | 数字 信号 输出 


2.3 多 级 流水 线 A -D 转换 器 架构 


通过 使 用 适当 数量 的 延迟 寄存 器 ， 组 合 逻 辑 和 数字 纠 错 逻辑 ， 将 来 自 量化 器 的 
所 有 n 位 数字 输出 组 合 为 最 终 代 码 。 虽 然 此 操作 在 生成 有 效 输出 代码 之 前 会 产生 对 
应 于 子 转换 级 的 延迟 ， 但 转换 速率 则 由 每 个 子 级 的 转换 时 间 决 定 ， 而 每 级 转换 时 间 
取决 于 重建 -A 转换 器 和 残留 放大 器 稳定 时 间 。 多 级 流水 线 结构 将 快速 转换 器 的 
高 吞吐 量 的 优点 与 分 级 /多 步 转换 器 的 低 复杂 性 、 功 耗 和 输入 电容 相 结合 。 相 比 于 
两 步 转换 器 ， 流 水 线 A -D 转换 器 架构 的 优点 是 每 级 选择 位 数 的 自由 度 。 原 则 上 ， 
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每 级 任何 位 数 甚至 到 一 位 都 是 可 能 的 。 甚 至 可 以 通过 省 略 在 各 个 级 '”! 中 使 用 的 快 
速 A -DD 子 转换 器 的 前 端 比较 器 来 实现 非 整 数位 ， 例 如 每 级 1. 5 位。 虽然 每 级 的 位 
数 在 整个 流水 线 中 是 相同 的 会 比较 常见 ， 但 却 不 是 必要 的 ， 可 以 针对 每 级 单独 地 选 
择 ![%-%] 。 流 水 线 架构 的 唯一 真正 的 缺点 是 延迟 的 增加 。 对 于 一 个 垩 级 的 A-D 转 
换 器 ， 延 迟 m 个 时 钟 周期 。 因 此 ， 对 于 每 级 具有 少量 位 的 架构 ， 延 迟 可 以 是 10 ~ 
14 个 时 钟 周期 或 甚至 更 多 。 


2.1.3 并 行 管 线 A -了 D 转换 器 


通过 使 用 并 行 架构 [ 吧 -9 以 如 图 2.4 所 示 的 时 间 交 织 方式 可 以 进一步 提高 知 
吐 速度 。 第 一 个 转换 器 通道 处 理 第 一 个 输入 采样 ， 第 二 个 转换 器 通道 处 理 下 一 个 ， 
依 此 类 推 ， 直 到 最 后 一 个 转换 器 通道 已 处 理 其 各 自 的 采样 时 ， 第 一 个 转换 器 再 处 理 





图 2.4 并 行 流水 线 A -D 转换 器 架构 


下 一 轮 信号 (参见 3. 1 节 , 时 间 交 织 系统 中 的 相关 问题 ) 因 此， 单个 A-D 转换 器 
以 比 整个 转换 器 低 得 多 的 采样 频率 运行 ， 每 个 转换 器 降低 的 转换 速度 等 于 并 行 的 
A-D 转换 器 的 数量 。 完 整 接收 这 种 组 合 转换 器 输入 信和 号 带宽 的 唯一 模块 是 每 个 
A-D 转换 器 的 S/ 卫 电路。 理论 上 ， 转 换 速 率 可 以 随 并 行路 径 的 数目 的 增加 而 增加 ， 
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其 代价 是 功 耗 和 硅 面积 随 之 增加 。 与 并 行 A -DD 转换 器 相关 的 第 二 个 问题 是 路 径 不 
匹配 。 在 操作 期 间 ， 输 入 信号 必须 通过 从 输入 到 数字 输出 的 不 同 路 径 。 如 果 并 行 的 
所 有 A -DD 转换 器 相同 ， 则 这 些 路 径 也 是 相同 的 。 然 而 如 果 在 各 个 转换 器 之 间 发 生 
偏 移 、 增 益 、 带 宽 或 时 间 失 配 ， 则 每 次 从 一 个 转换 器 切换 到 另 一 个 转换 器 时 ， 输 入 
信号 的 路 径 改变 。 这 种 行为 在 复合 A - D 转换 器 的 输出 端 引 起 固定 模式 噪声 ， 可 以 
在 频 域 中 检测 为 杂 散 谐 波 '”l 。 如 何在 采样 信号 的 频谱 中 看 到 这 些 误差 ， 将 结合 
3. 2 节 中 的 时 间 交 织 S/H 进行 讨论 。 当 使 用 单个 A - D 转换 器 难以 实现 所 需要 的 高 
采样 率 时 ， 并 行 架构 是 有 利 的 。 虽然 架 构 一 目 了 然 , 但 提高 中 速 转换 器 的 转换 率 ， 
并 行 A - D 转换 器 通常 不 是 最 好 的 折 中 方案 。 根 据 本 书 中 描述 的 这 些 A -D 转换 
器 ， 决 定 采用 两 步 / 多 步 转换 器 来 获得 更 高 的 速度 。 


2.1.4 A-D 转换 器 实现 比较 


在 本 节 中 ， 比 较 了 一 些 最 近 发 表 的 高 分 辨 率 A -D 转换 器 。 表 2.1- 表 2.4 显 
示 了 1998 ~2008 年 ， 在 快速 转换 器 、 两 步 / 多 步 / 分 级 转换 器 、 流 水 线 和 并 行 流水 线 转 
换 器 等 类 别 中 实现 的 A -D 转换 器 的 品质 因数 (FoM) 。 将 耗 散 功 率 P 规范 化 为 有 效 分 
HEA ENOB 和 有 效 分 辨 率 带 宽 ERBW，FoM = P/(25N0B x2ERBW ) [107] 用 来 衡量 每 次 
转换 时 每 达到 所 需要 的 分 辨 率 时 需要 的 功率 。 目 前 为 止 ， 最 先进 的 奈 奎 斯 特 A-D 
转换 器 的 FoM 约 为 1pJ /转换 。 

表 2.1 实际 应 用 的 快速 A -D 转换 器 表 


参考 文献 ENOB Jfs/( MS/s) ERBW/MHz P/mW FoM/pJ 
5.8 225 12.6 



































[11] pais 11.4 
[13] 6 5.2 0.6 
[14] 6 5.3 12.7 
ast | 6 T 
[16] 6 3.7 2.2 
[17] 6 5.2 13.5 
CN AO E ee eT 


从 表 2.1 可 以 看 出 ， 由 于 所 需 较 大 的 固有 电容 ， 快 速 结构 (几乎 或 ) 根本 不 
用 于 6 位 以 上 上 的 精度 。 快 速 A -=D 转换 器 最 突出 的 缺点 是 比较 器 的 数量 随 位 数 呈 指 
数 增长 。 而 且 增 加 比较 器 的 数量 还 增加 了 电路 的 面积 以 及 功 耗 。 限 制 了 分 辩 率 和 速 
度 的 其 他 问题 包括 非 线 性 输入 电容 、 与 位 置 相关 的 参考 节点 的 时 间 常 数 、 大 面积 布 
置 的 比较 器 的 不 相干 定时 以 及 比较 器 偏 移 。 为 了 减少 参考 电阻 梯 失 配 的 影响 以 及 比 
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较 器 的 不 等 输入 失调 电压 对 A -D 转换 器 线性 度 的 影响 ， 有 几 种 方案 ,例如 在 锁 存 
器 前 插 人 前 置 放大 器 吕 、 添 加 斩 波 放大 器 2 和 自动 归 零 方案 来 对 锁 存 器 或 数字 背 
景 校准 之 前 的 电容 器 中 的 偏 移 进行 采样 。 或 者 ， 偏 移 和 输入 电容 可 以 通过 平 
$1108.10) 以 及 内 插 避 9 组合 的 分 布 式 预算 放大 器 来 减 小 。 由 于 薄 氧 化 物 改善 了 晶 
体 管 的 匹配 性 能 ， 因 此 可 以 使 用 更 小 的 器 件 在 新 一 代 的 技术 中 使 用 ， 并 实现 相同 的 
匹配 精度 。 这 种 技术 已 经 被 许多 最 近 的 快速 转换 器 所 利用 ， 以 提高 转换 的 能 量 
效率 。 

两 步 /多 步 /分 步 架构 实现 的 FoM 对 于 ENOB 的 不 同 值 是 相对 恒定 的 。 在 表 2.2 
中 显示 了 两 步 /多 步 /分 步 转换 器 的 FoM 增加 的 速度 低 于 限制 噪声 的 架构 (比如 多 
级 流水 线 ) 增加 的 速度 。 尽 管 比较 器 的 数量 从 快速 架构 就 大 大 减少 ， 但 是 路 径 匹 
配 是 一 个 问题 ， 并 且 在 一 些 情 况 下 ， 输 入 带宽 被 限制 在 与 转换 率 相 比 相对 低 的 频 
23,2426) 。 通 过 包括 级 间 增 益 放大 器 来 放大 精细 比较 器 组 ">'”] 的 信号 ， 可 以 放 
宽 精细 比较 右 精 度 要 求 。 虽 然 D - A 转换 器 和 残余 放大 器 的 输入 都 需要 全 分 辩 率 要 
求 ， 但 是 可 以 通过 数字 误差 校正 来 放宽 粗略 A - D 转换 器 部 分 的 要 求 。 如 果 一 个 级 
由 于 比较 器 偏 移 而 减 去 比 它 名 义 上 更 小 的 参考 ， 则 后 续 级 需要 减 去 更 大 的 参考 来 补 
偿 这 一 点 。 这 种 广泛 使 用 的 误差 校正 方法 被 称 为 数字 宛 余 符 号 (RSD) 校正 ， 其 首 
先 被 开发 用 于 文献 [111, 112] 中 的 算法 A -了 转换 器 ,并 且 随 后 在 流水 线 A 一 D 
转换 器 !”| 中 使 用 。 其 他 相关 方法 也 已 被 使 用 '*] 。 

表 2.2 实际 应 用 的 两 步 /多 步 /分 步 A - ae ae 


ENOB fs/ (MS/s) ERBW/MHz 
9.1 12.5 

















宛 余 允许 量化 误差 ， 只 要 残 差 保持 在 下 一 级 的 输入 范围 内 即 可 。 错 误 可 以 是 静 
态 的 或 动态 的 ， 只 有 进入 校正 逻辑 电路 的 位 与 D -A 转换 和 在 元 余 形成 中 使 用 的 位 
匹配 。 可 以 容易 地 将 相同 的 校正 方法 扩展 到 更 大 的 分 辨 率 级 。 至 少 ,需要 一 个 额外 
的 量化 级 中 下， 但 是 对 于 最 大 误差 容 限 ， 比 较 器 的 标 称 数 量 必须 加 倍 。 粗 略 A -D 
转换 器 部 分 的 误差 容 限 水 平 取 决 于 精细 A - D 转换 器 部 分 可 以 提供 多 少数 字 误 差 校 
正 范围 。 校 正 范围 从 文献 [24] 中 的 +3 LSB 到 文献 [22, 25] 中 的 S/H 级 间 放 
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大 器 的 更 大 值 。 

如 果 使 用 过 /从 范围 保护 ， 粗 略 转换 器 的 偏 移 要 求 可 以 大 大 放宽 ;但 是 作为 快 
速 结 构 ， 精 细 转 换 器 也 会 有 一 个 类 似 的 匹配 问题 。 也 可 以 应 用 插值 来 减少 前 置 放大 
器 的 数量 及 其 大 小 。 平 衡 设 计 通 常 可 以 实现 接近 于 流水 线 转换 器 的 每 次 转换 的 能 量 
效率 。 由 于 两 步 /多 步 结构 是 匹配 有 限 的 ， 可 以 应 用 校准 以 减 小 固有 电容 。 可 以 采 
用 混合 信号 或 全 数字 这 两 种 方法 来 校准 误差 。 在 混合 信号 校准 中 ， 错 误 的 分 量 值 从 
数字 输出 测量 出 来 并 调整 到 更 接近 其 标 称 值 '“] 。 校 正 应 用 于 模拟 信号 路 径 ， 因 此 
需要 额外 的 模拟 电路 。 在 全 数字 方法 中 ， 不 调整 分 量 值 '"41 ， 然 而 该 方法 的 精度 取 
决 于 测量 的 精度 。 在 分 级 转换 器 中 ， 虽 然 缺少 残余 放大 器 对 第 二 量化 器 施加 严格 的 
偏 移 和 噪声 要 求 ， 但 可 以 使 用 自动 归 零 *]、 取 均值 $ 或 背景 偏 移 校准 '*]。 利 用 
时 间 交织 的 第 二 量化 器 来 增加 有 效 采样 率 [“] 。 

流水 线 A -D 转换 器 的 FoM 随 实现 的 ENOB 的 增加 按 函 数 形式 增加 ( 见 表 
2.3) 。 该 架构 通过 利用 开关 电容 器 在 离散 时 间 域 中 提供 非常 精确 的 和 线性 的 模拟 
放大 和 求 和 操作 的 技术 优势 而 不 断 完善 。 当 输入 是 快速 变化 的 信号 时 ， 第 一 级 S/H 
电路 和 子 A - D 转换 器 的 相对 定时 是 关键 的 ， 并 且 通 常 利用 前 端 S/H 电路 来 放宽 条 
件 。 在 相反 的 时 钟 相位 中 进行 连续 的 操作 ， 导 致 了 一 个 采样 在 一 个 时 钟 周期 中 经 过 
两 个 阶段 。 因 此 ， 时 钟 周期 中 的 延迟 通常 是 级 数 加 1 的 一 半 ， 这 是 数字 纠 错 所 需要 
的 。 出 于 反馈 目的 ， 较 少 的 等 待 时 间 是 必要 的 ， 可 以 在 第 一 阶段 之 后 使 用 粗略 的 结 
果 。 样 本 的 不 同位 在 不 同时 间 就 绕 ， 因 此 和 需要 数字 延迟 线 来 对 准 位 。 

表 2.3 实际 应 用 流水 线 A -D 转换 器 表 














已 经 开发 了 用 于 实现 高 于 匹配 允许 分 辩 率 的 几 种 技术 ， 参 考 前 馈 技术 [55] 和 换 向 
反馈 电容 器 开关 056] 改善 了 微分 非 线性 ， 但 不 影响 积分 非 线 性 。 在 1 位 /级 架构 中 可 以 
使 用 以 前 在 算法 A - D 转换 器 05] 中 使 用 的 电容 误差 平均 技术 [%] 。 使 用 它 ， 可 以 实 
现 一 个 实际 的 独立 的 两 级 增益 电容 比 。 然 而 ， 该 技术 需要 每 级 两 个 运算 放大 器 (在 
文献 [70] 中 提出 的 修改 )， 并 且 需 要 至 少 一 个 额外 的 时 钟 相位 。 已 经 发 现 流水 线 结 
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FAERIE A BEC?! 。 要 校准 的 分 量 的 数量 足够 小 ， 因 为 只 有 前 几 个 级 中 的 误差 是 
有 意义 的 ， 因 为 当 参考 输入 时 ， 后 级 中 的 误差 被 前 面 的 增益 衰减 。 此 外 ， 不 需要 额外 
的 A -D 转换 器 来 测量 校准 系数 ， 因 为 后 端 级 可 用 于 测量 它们 前 面 的 级 。 

类 似 于 分 级 转换 器 ， 在 流水 线 A -DD 转换 器 中 需要 过 / 欠 范 围 保护 。 由 于 低级 
分 状 率 和 过 / 欠 范 围 保护 ， 比 较 器 偏 移 规格 基本 上 被 放宽 ,所 以 流水 线 A -D 转换 
器 中 的 比较 器 设计 比 快速 比较 器 的 设计 简单 得 多 ， 并 且 通 常 不 对 总 转换 施加 限制 速 
度 或 精度 。 它 如 何 快速 和 准确 地 产生 和 采样 残留 信号 ， 决 定 了 流水 线 转换 器 的 性 
能 ， 特 别 是 对 于 需要 最 高 精度 的 第 一 阶段 。 传 统 上 采用 负 反 馈 来 稳定 电压 增益 和 扩 
大 放大 器 带宽 。 可 以 预见 ， 随 着 技术 进步 ， 伴 随 的 短 通 道 效应 将 对 在 明显 降低 的 电 
源 电 压 下 同时 实现 高 开 环 增益 、 低 噪声 和 低 功 耗 提出 了 严重 挑战 。 速 度 、 动 态 范围 
和 精度 之 间 的 折 中 将 最 终 对 可 在 超 深 亚 微米 CMOS 技术 中 获得 的 流水 线 转 换 器 的 分 
辩 率 造成 基本 限制 。 

所 实现 的 并 行 流水 线 架 构 的 FoM 严重 受 所 需 功 率 的 限制 〈 见 表 2.4)。 直 到 某 
一 分 辩 率 ， 组 件 匹 配 足够 令 人 满意 ， 并 且 通 过 精心 设计 源 自 通道 失 配 的 误差 可 以 保 
持 在 可 容忍 的 水 平 。 然 而 ， 高 分 辩 率 时 间 交 织 A - D 转换 器 无 一 例外 地 使 用 不 同 的 
技术 来 抑制 错误 。 使 用 混合 信号 "1 或 全 数字 电路 "可 以 相当 容易 地 校准 偏 移 。 
校准 增益 失 配 也 是 可 能 的 ， 但 是 需要 比 偏 移 校准 更 复杂 的 电路 '””] 。 从 产生 用 于 
不 同 信道 的 时 钟 信号 的 电路 ， 到 采样 电路 的 不 同 的 传播 延迟 可 能 导致 时 序 偏 斜 。 使 
用 全 速 前 端 S/H 电路 5 可 以 最 容易 地 避免 偏 斜 。 在 S/H 电路 处 于 稳定 状态 时 
A -了 D 转 换 器 通道 可 以 重新 采样 S/H 电路 的 输出 ， 因 此 通道 的 定时 不 是 关键 的 。 然 
而 S/H 电路 必须 非常 快 ， 因 为 它 以 全 速 运 行 。 

表 2.4 一 一 D 转换 器 表 
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2.2 低压 A -D 转换 器 设计 注释 


无 线 和 有 线 通信 的 爆炸 式 增长 是 高 分 辨 率 、 高 速 、 低 功 耗 和 低 成 本 集成 A -D 
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转换 器 发 展 的 主要 驱动 力 。 从 集成 的 角度 来 看 ， 模 拟 电 子 器 件 必 须 在 与 数字 核心 相 
同 的 芯片 上 实现 ， 因 此 必须 处 理由 数字 电路 规定 的 CMOS 衍 进 。 技 术 扩 展 显著 降低 
了 数字 逻辑 和 存储 器 的 成 本 ， 并 且 强 劲 地 激励 着 在 最 先进 的 、 可 用 的 工艺 技术 中 实 
现 大 量 基 带 信号 处 理 。 同 时 ， 对 使 用 具有 最 小 沟 道 长 度 《〈 见 图 2. 5a) 和 最 小 氧化 
物 厚度 的 晶体 管 的 兴趣 增加 模拟 功能 ， 因 为 改进 的 器 件 跃迁 频率 允许 更 快 的 操 
作 。 尺 寸 减 小 伴随 着 标 称 电 源 电压 的 降低 ， 也 确保 了 数字 电路 足够 的 寿命 ,并且 将 
功率 消耗 保持 在 可 接受 的 水 平 。 由 于 电源 电压 的 降低 ， 可 用 信和 号 摆 幅 降低 ， 从 根本 
上 限制 了 在 合理 功 耗 水 平 下 可 实现 的 动态 范围 。 此 外 ， 较 低 的 电源 电压 需要 在 较 低 
的 工作 电压 下 偏 置 ， 这 导致 较 差 的 晶体 管 特性 ， 因 此 产生 具有 较 低 性 能 的 电路 。 为 
了 实现 高 线性 度 、 高 采样 速度 和 高 动态 范围 ， 具 有 低 电 源 电压 和 在 超 深 亚 微米 
CMOS 技术 中 的 低 功 耗 将 会 是 一 个 主要 的 挑战 。 
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图 2.5 a) CMOS 技术 中 模拟 特性 的 趋势 b) 两 个 技术 节点 的 增益 带宽 乘积 与 漏 极 电流 


模拟 电路 关键 的 限制 是 它们 以 电 变 量 操作 ， 而 不 是 简单 地 使 用 在 电路 实现 中 产 
生 的 有 益 噪 声 容 限 的 离散 数 。 相 反 ， 模 拟 电 路 的 精度 基本 上 依赖 于 组 件 之 间 的 匹 
配 、 低 噪声 、 失 调和 低 失 真 。 在 本 节 中 ， 重 新 温习 了 深 亚 微米 技术 中 的 低 电压 、 高 
分 辩 率 A -DD 转换 器 的 最 具 挑 战 性 的 设计 问题 ， 例 如 对 比 由 在 较 低 工作 电压 下 偏 置 
所 需 的 模拟 性 能 的 退化 ， 使 用 低 电 压 电源 获得 高 动态 范围 并 确保 低 偏 移 的 良好 匹 
配 。 另 外 ， 还 简要 讨论 了 通过 校准 技术 进行 校正 或 校准 静态 和 可 能 的 动态 限制 来 改 
进 模拟 电路 和 数据 转换 器 的 性 能 的 后 续 补 救 。 

随 着 电源 电压 的 减 小 以 确保 用 于 保持 晶体 管 饱 和 的 合适 的 过 驱动 电压 ， 即 使 堆 
到 的 晶体 管 的 数量 保持 最 小 ， 如 果 需 要 高 分 辩 率 ， 信 和 号 的 摆动 也 是 低 的 。 低 电压 对 
于 驱动 CMOS 开关 也 是 有 问题 的 ， 特 别 是 对 于 连接 到 信和 号 节点 的 CMOS 开关 ， 当 导 
通电 阻 可 能 变 得 非常 高 或 者 在 输入 振幅 的 某 个 间隔 中 开关 根本 不 关闭 时 。 一 种 解决 
方案 是 多 芯片 解决 方案 ， 其 中 数字 功能 在 单个 或 多 个 芯片 中 实现 ， 并 且 通 过 具有 适 
当 高 的 电源 电压 和 减少 的 模拟 数字 干扰 的 独立 的 芯片 获得 模拟 处 理 。 多 靖 值 技术 是 
另 一 种 选择 ， 在 同一 芯片 上 使 用 两 个 电源 电压 : 一 个 用 于 具有 较 低 电源 电压 的 数字 
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部 分 ; 男 一 个 用 于 具有 较 高 电源 电压 的 模拟 部 分 。 

一 般 来 说 ， 为 了 实现 高 增益 操作 ， 需 要 高 输出 阻抗 ， 例 如 漏 极 电流 应 随 所 施加 
的 Vps 稍 微 变化 。 随 着 晶体 管 尺寸 的 增 大 ， 由 于 栅 极 和 漏 极 连接 的 接近 而 能 更 强烈 
地 确认 漏 极 的 影响 ， 并 且 增 加 了 漏 极 电流 对 漏 极 电压 的 灵敏 度 。 栅 极 长 度 低 于 
O. 1pm 时 输出 电阻 快速 退化 ,gm 的 饱和 度 降 低 了 器 件 固 有 增益 grs 特性 。 随 着 晶 
体 管 尺寸 减 小 ， 沟 道中 的 场 增加 并 且 摊 杂 剂 杂质 水 平 增 加 。 这 两 种 变化 都 降低 了 载 
流 子 迁 移 率 ， 从 而 降低 了 跨 导 8mo 通常， 以 增加 的 偏 置 电流 为 代价 获得 期 望 的 高 
跨 导 值 。 然 而 ， 对 于 非常 短 的 信道 ， 载 流 子 速 度 很 快 达到 跨 导 的 饱和 极限 ， 这 种 情 
况 下 饱和 度 变 得 独立 于 栅 极 长 度 或 偏 置 gw = Per Coy wsa2 随 着 沟 道 长 度 减 小 而 漏 
极 电 压 不 成 比例 地 减 小 ， 升 高 了 沟 道中 的 电场 ， 造 成 的 结果 是 载 流 子 的 速度 饱和 ， 
限制 了 电流 和 跨 导 。 有 限 跨 导 对 于 模拟 电路 设计 是 有 问题 的 : 为 了 获得 高 增益 ， 需 
要 以 增加 的 寄生 电容 为 代价 来 使 用 宽 晶 体 管 ， 因 此 也 限制 了 带宽 和 转换 速率 。 即 使 
用 更 长 的 长 度 和 深 亚 微米 技术 获得 增益 也 是 不 合适 的 ， 通 常 需要 用 到 具有 晶体 管 堆 
琶 或 具有 正 反馈 的 电路 的 共 源 共 栅 结 构 。 随 着 晶体 管 尺 寸 继续 减 小 ， 由 于 漏 致 势 参 
降低 (DIBL) 和 热 载 流 子 碰撞 电离 的 结果 而 引起 的 较 低 的 输出 电阻 ， 固 有 增益 继 
续 保 持 减 小 。 为 了 使 器 件 更 小 ， 节 点 设计 变 得 更 加 复杂 ， 导 致 更 高 的 摊 杂 水 平 、 更 
浅 的 节点 、 坚 环 摊 杂 等 ， 这 些 都 降低 了 漏 极 引发 的 势 圣 降 低 。 为 了 保持 这 些 复杂 的 
结 ， 原 来 用 于 去 除 损伤 和 电 活 性 缺陷 的 退火 步 又 必须 减少 ， 这 些 都 增加 了 节点 漏 
电 。 更 高 的 掺 杂 还 与 较 薄 的 耗 尽 层 和 更 多 的 复合 中 心 相关 联 ， 导 致 了 漏电 流 增加 ， 
甚至 没有 品格 损坏 。 此 外 ， 非 常 薄 的 氧化 物 器 件 中 的 栅 极 漏电 流 将 通过 电路 技术 
(例如 有 源 共 源 共 栅 ) 设置 可 获得 的 有 效 输 出 电阻 的 上 限 。 类 似 地 ， 当 继续 缩放 
时 ， 断 开 开 关中 高 位 漏 源 泄漏 可 能 对 开关 性 能 有 不 利 的 影响 。 如 果 开 关 由 放大 器 驱 
动 ， 则 泄漏 可 能 降低 放大 器 的 输出 电阻 ， 因 此 限制 了 其 低频 增益 。 

在 准 直 流 频 率 下 的 低 失 真 与 许多 模拟 电路 相关 。 通 常 ， 准 直流 失真 可 能 是 由 于 
沿 沟 道 的 耗 尽 层 宽度 变化 、 唱 体 管 跨 导 中 的 迁移 率 降 低 、 速 度 饱 和 和 非 线 性 以 及 它 
们 的 输出 电导 率 的 变化 ， 其 严重 依赖 于 偏 置 、 尺 寸 、 技 术 ， 而 且 通 常会 遇 到 大 电压 
摆 幅 。 随 着 缩放 ， 尽 管 信号 较 小 ， 较 高 谐 波 分 量 可 能 增加 幅度 ， 失 真 明显 增加 。 在 
电路 级 ， 降 低 的 准 直流 性 能 可 以 通过 提高 增益 的 技术 来 补偿 ,例如 (调节 的 ) 共 
源 共 栅 结 构 ， 然 而 这 些 更 难以 适应 减 小 的 电源 电压 。 其 他 解决 方案 包括 信号 幅度 更 
积极 的 减 小 ， 其 需要 更 高 的 功率 消耗 以 维持 SNR 水 平 。 

OTA 的 理论 最 高 增益 带宽 几乎 全 由 晶体 管 的 截止 频率 决定 ( 见 图 2.5b， 用 于 
评估 两 个 技术 节点 的 增益 带宽 )。 假 设 KT /C 噪声 限制 建立 负载 电容 的 值 ， 为 了 实 
现 所 需 的 SNR， 需 要 大 的 跨 导 。 因 此 ， 输 入 差分 对 所 需 的 纵横 比 必须 相当 大 ， 在 
100 范围 内 。 类 似 地 ， 随 着 缩放 栅 极 氧化 物 变 得 更 薄 ， 比 电容 Ce 作为 缩放 因子 而 
增加 。 然 而 ， 由 于 栅 极 面积 随 缩放 因数 的 二 次 方 而 减 小 ， 所 以 栅 极 到 源 极 和 增益 - 
漏 极 寄生 电容 随 着 工艺 缩放 而 降低 。 寄 生 输 入 和 输出 电容 Cs 和 Ca 的 系数 〈 见 图 
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2. 6a) 已 在 过 驱动 电压 为 0. 175V 的 假设 下 ， 对 常规 铸造 工艺 的 仿真 中 得 到 。 类 似 
地 ， 随 着 技术 升级 ， 实 际 结 变 得 更 浅 ， 大 致 与 技术 特征 尺寸 成 比例 。 此 外 ， 结 区 面 
积 与 最 小 栅 极 长 度 大 致 成 比例 地 缩放 ， 而 挫 杂 水 平 增加 不 会 明显 增加 每 单位 面积 的 
电容 。 总 之 ， 这 会 导致 使 用 较 新 技术 的 每 gm 的 结 电容 明显 降低 。 
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图 2.6 a) HPA DEBE Ae A He AERC) 4 个 技术 节点 的 转换 频率 大 对 漏 极 电 流 


然而 ， 与 增加 的 互 连 寄生 电容 (连接 忌 片 的 不 同 部 分 的 电线 的 电容 ) 相 比 ， 
减 小 晶体 管 寄生 电容 是 有 好 处 的 。 随 着 晶体 管 逐 渐变 得 更 小 ， 并 上 且 更 多 的 晶体 管 被 
放置 在 芯片 上 ， 互 连 电容 占 总 电容 的 百分比 越 来 越 大 。 从 全 局 来 看 ， 由 于 非 主 导 极 
点 的 位 置 在 很 大 程度 上 没有 改变 ， 因 此 在 增加 模拟 电路 的 速度 方面 不 能 从 缩放 中 完 
全 受益 。 此 外 ， 随 着 信号 摆 幅 的 降低 ， 必 须 成 比例 地 增加 实现 所 需 的 SNR 信号 的 
电容 。 通 过 观察 图 2. 6b， 可 以 看 出 ， 特 性 表现 为 凸 曲线 并 且 在 某 个 吸收 电流 (K 
域 b) 处 取 最 高 值 。 在 电流 小 于 该 值 (区 域 a) 的 区 域 中 ， 转 换 频 率 随 着 反 向 电流 
的 增加 而 增加 ， 区 域 的 电流 高 于 该 值 (区域 e<)， 转 换 频率 随 着 反 向 电流 的 增加 而 
减 小 。 

这 种 特性 有 两 个 原因 : 在 低 电流 区 域 中 ，g。 与 反 向 电流 成 比例 ， 并 且 寄 生 电 
容 小 于 信号 电容 。 在 峰值 附近 ， 至 少 一 个 寄生 电容 变 得 等 于 信号 电容 。 在 电流 大 于 
该 值 的 区 域 中 ， 两 个 寄生 电容 变 得 大 于 信号 电容 ， 并 且 转 换 频 率 将 随 着 反 向 电流 的 
增加 而 减 小 。 

在 混合 信号 应 用 中 ， 衬 底 噪声 和 由 数字 部 分 的 模拟 和 数字 电源 电压 之 间 的 切换 
引起 的 干扰 是 有 问题 的 。 随 着 更 小 的 几何 尺寸 导致 更 高 的 而 合 ， 这 种 情况 变 得 越 来 
越 重 要 。 此 外 ， 较 高 的 速度 和 电流 密度 增加 了 电磁 问题 。 使 用 具有 高 电阻 衬 底 的 亚 
微米 技术 是 有 利 的 ， 因 为 从 数字 部 分 到 模拟 电路 所 位 于 的 区 域 的 耦合 会 被 部 分 阻 
挡 。 然 而 ， 诸 如 数字 电源 和 地 线 的 反弹 的 问题 对 模拟 电路 行为 表现 出 强烈 的 影响 。 
使 用 分 离 的 模拟 和 数字 电源 是 一 种 可 能 的 补救 措施 ， 但 其 有 效 性 受 限 于 紧密 金属 互 
连 之 间 的 内 部 耦合 。 基 板 和 电源 噪声 产生 两 个 主要 限制 : 由 非 线 性 杂 散 的 混合 高 频 
产生 的 带 内 音调 和 用 于 容纳 共 模 部 分 杂 散 所 需 的 模拟 动态 范围 的 减少 。 由 于 衬 底 耦 
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合 对 于 纯 数 字 电路 也 是 一 个 问题 ， 因 此 亚 微米 技术 向 着 绝缘 衬 底 上 的 硅 (SOI) 和 
沟 槽 隔离 选项 演进 。 

任何 模拟 电路 的 偏 移 和 数据 转换 器 的 静态 精度 在 很 大 程度 上 取决 于 名 义 上 相同 
的 器 件 之 间 的 匹配 。 随 着 晶体 管 越 来 越 小 ， 产 生 许多 晶体 管 特性 的 硅 中 的 原子 数目 
变 得 越 来 越 少 ， 并 引起 了 摊 杂 剂 数目 和 布置 的 控制 更 不 稳定 。 在 芯片 制造 期 间 ， 随 
机 工艺 变化 影响 晶体 管 所 有 尺寸 : 长 度 、 宽 度 、 结 深度 、 氧 化 物 厚度 等 ， 并 且 对 于 
总 体 晶 体 管 而 言 ， 随 着 晶体 管 尺寸 的 增 大 而 影响 越 大 。 物 理 和 化 学 制造 步 又 的 随机 
性 质 导 致电 参数 的 随机 误差 ， 这 导致 等 同 设计 部 件 之 间 的 时 间 无 关 性 差异 。 该 误差 
通常 随 着 设备 面积 而 减 小 。 用 更 薄 的 氧化 物 可 以 改善 晶体 管 匹配 性 能 0"] 。 然 而 ， 
当 氧 化 物 厚度 减 小 到 几 个 原子 层 时 ， 量 子 效 应 将 占 主导 并 且 匹 配 将 劣化 。 由 于 许多 
电路 技术 利用 两 个 分 量 的 相等 性 ， 因 此 对 于 给 定 过 程 尤其 对 于 关键 设备 获得 最 佳 匹 
配 是 重要 的 。 为 了 确保 良好 的 匹配 ， 必 须 遵循 的 一 些 规则 如 下 : 首先 ， 要 匹配 的 器 
件 应 该 具有 相同 的 结构 并 且 使 用 相同 的 材料 ; 其 次 ， 匹 配 的 器 件 的 温度 应 当 相 同 ， 
要 匹配 的 设备 应 当 位 于 相对 于 耗 散 设备 对 称 放 置 所 获得 的 相同 等 温 线 上 ; 第 三 ， 匹 
配 设备 之 间 的 距离 应 该 最 小 ， 以 具有 最 大 空间 波动 物理 参数 的 相关 性 ， 应 使 用 公共 
几何 质心 来 消除 一 阶 参数 的 梯度 。 类 似 地 ， 芯 片上 的 器 件 的 相同 取向 应 该 是 相同 
的 ， 以 消除 由 于 各 向 异性 制造 步骤 或 者 硅 本 身 的 非 正 态 的 不 对 称 ， 并 且 最 后 ， 布 局 
中 可 能 由 虚设 结构 改进 的 环境 应 该 是 相同 的 ， 以 避免 边界 不 匹配 。 

由 于 数字 增强 技术 的 使 用 减少 了 对 具有 特殊 制造 步骤 的 昂贵 技术 的 需求 ， 所 以 
侧面 的 优点 是 部 件 的 成 本 降低 ， 同 时 保持 了 良好 的 产量 、 可 靠 性 和 长 期 稳定 性 。 实 
际 上 ， 数 字 处 理 的 额外 成 本 通常 是 可 承受 的 ， 因 为 即使 对 于 相对 复杂 的 算法 使 用 亚 
微米 混合 信号 技术 也 可 以 有 效 地 使 用 硅 面积 。 这 些 方法 可 以 分 为 前 台 和 后 台 校 准 。 

典型 的 A-D 转换 器 的 前 台 校 准 中 断 了 转换 器 的 正常 运行 ， 通 过 通常 在 电源 接 
通 时 或 在 电路 不 活动 期 间 执行 的 专用 校准 周期 执行 部 件 执行 调整 或 失 配 测量 。 任 何 
错误 校准 或 突然 的 环境 变化 ( 如 电源 或 温度 ) 可 能 会 使 测量 的 误差 无 效 。 因 此 ， 
对 于 长 时 间 工 作 的 设备 ， 有 必要 具有 周期 性 的 额外 校准 过 程 。 输 入 开关 在 不 匹配 测 
量 之 后 将 数据 转换 器 恢复 到 正常 操作 ， 并 且 每 个 转换 周期 ， 按 逻辑 使 用 A -D 转换 
器 的 输出 来 正确 地 寻找 包含 校正 量 的 存储 器 。 为 了 优化 存储 器 大 小 ， 存 储 的 数据 应 
该 是 最 小 字 长 ， 这 取决 于 技术 精度 和 预期 的 A -=D 转换 线性 度 。 可 以 在 元 器 件 、 块 
或 整个 转换 器 级 进行 通过 数字 信号 处 理 进行 校准 的 数字 测量 的 误差 。 校 准 参数 被 存 
储 在 存储 器 中 ,但 是 相 比 于 调整 情况 ， 存 储 器 的 内 容 被 频繁 地 使 用 ， 因 为 它们 是 数 
字 处 理 器 的 输入 。 

后 台 校 准 工作 的 方法 通过 使 用 额外 的 电路 在 转换 器 的 正常 操作 期 间 ， 与 转换 器 
功能 一 直 同时 工作 。 通 常 这 些 电路 使 用 硬件 元 余 来 对 临时 不 使 用 的 架构 的 一 部 分 执 
行 后 台 校 准 。 然 而 ， 虽 然 元 余 硬 件 的 使 用 是 有 效 的 ， 但 是 会 耗费 硅 面 积 和 功 耗 ， 其 
他 方法 旨 在 通过 借用 用 于 执行 自 校 准 的 采样 数据 电路 操作 的 一 小 部 分 来 获得 功能 。 
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2.3 A-D 转换 器 模块 


2.3.1 S/H 


采样 和 保持 (S/H) 电路 是 A -DD 转换 过 程 固 有 电路 ， 其 驻 留 在 转换 器 的 前 端 
(以 及 流水 线 中 的 转换 器 级 之 间 ) 。 除 了 像 转换 器 的 其 余部 分 那样 遭受 加 法 电路 品 
声 和 信号 失真 外 ，S/H 电路 还 需要 精确 的 时 间 基 准 以 精确 定义 输入 信和 号 的 采集 时 
Ejo A- D 转换 器 的 动态 性 能 下 降 通常 可 归 因 于 S/H 电路 (和 相关 联 的 缓冲 放大 
ar) 的 不 足 。 

S/H 电路 的 主要 功能 是 对 其 输入 信号 进行 采样 ， 并 保持 其 值 ， 直 到 A -DD 转换 
器 处 理 信息 。 通 常 ， 电 路 以 均匀 的 时 间 间 隔 采样 ， 因 此 电路 的 采样 率 〈 或 时 钟 速 
率 ) 就 可 以 确定 了 。S/H 电路 的 操作 可 以 划分 为 采样 模式 (有 时 也 称 为 采集 模式 ) 
和 保持 模式 ,保持 模式 下 其 持续 时 间 不 需要 相等 。 在 采样 模式 下 ， 输 出 可 以 跟踪 输 
入 ， 在 这 种 情况 下 ， 电 路 通常 称 为 跟踪 和 保持 (TAH) 电路 ， 或 者 它 可 以 复位 到 某 
个 固定 值 。 在 保持 模式 中 ，S/ 互 电路 在 采样 时 刻 记 住 输入 信号 的 值 ， 因 此 可 以 被 认 
为 是 模拟 存储 器 单元 。 可 以 用 作 存 储 器 的 基本 电路 元 件 是 电容 器 和 电感 器 ， 其 中 电 
容器 将 信号 存储 为 电压 〈 或 电荷 ) ， 并 且 将 电感 器 存储 为 电流 。 由 于 电压 存储 器 所 
需 的 具有 高 截止 电阻 的 电容 器 和 开关 在 实际 的 集成 电路 技术 中 比 在 具有 当前 存储 器 
所 需 的 非常 小 的 导 通 电阻 的 电感 器 和 开关 中 更 容易 实现 ， 所 以 所 有 S/H 电路 都 基 
于 使 用 开关 电容 器 (SC) 技术 的 电压 采样 。 

S/H 电路 架构 可 大 致 分 为 开 环 和 闭环 架构 。 它 们 之 间 的 主要 区 别 在 于 至 少 在 保 
持 模 式 下 ， 闭 环 架 构 电 压 被 采样 的 电容 器 包围 在 反馈 回路 中 。 虽 然 开 环 S/H 结构 
提供 高 速 解 决 方案 ,然而 其 精度 受 限 于 由 缓冲 放大 器 的 非 线 性 增益 和 来 自 开关 的 信 
号 相关 电荷 注入 引起 的 谐 波 失真 。 这 些 问题 与 CMOS 技术 会 在 3. 3 节 特 别 强调 。 在 
反馈 回路 中 封装 采样 电容 器 减少 了 来 自 MOS 开关 的 非 线性 寄生 电容 和 信号 相关 电 
荷 注 入 的 影响 。 不 幸 的 是 ， 使 用 反馈 的 不 可 避免 的 后 果 是 降低 速度 。 

图 2.7 说 明了 闭环 开关 电容 S/H 电路 的 3 种 常见 结构 '%*'”'9'']。 简 单 起 见 ， 
显示 为 单 端 模式 结构 ; 然而 在 电路 实现 中 ， 所 有 都 是 差分 模式 输入 的 。 在 诸如 A - 
D 转换 器 的 混合 信号 电路 中 ， 全 差分 模拟 信号 被 优选 作为 获得 更 好 的 电源 抑制 和 对 
共 模 噪声 的 抗 扰 性 的 手段 。 该 操作 需要 两 个 不 重合 的 采样 和 保持 或 传送 时 钟 相位 。 
开关 结构 如 图 2. 7 所 示 , 用 于 采样 相位 ， 而 图 2.8 所 示 的 结构 为 保持 相位 。 

在 所 有 情况 下 ， 基 本 操作 包括 对 采样 电容 器 Cy 上 的 信号 进行 采样 ， 并 通过 使 
用 反馈 结构 中 的 运算 放大 器 将 信号 电荷 传送 到 反馈 电容 器 Cp Eo ÆR 2. 7a 的 结 
构 中 ， 其 通常 用 作 积分 器 ， 假 设 理想 的 运算 放大 器 和 开关 ， 运 算 放大 器 迫使 Cy 上 
的 采样 信号 电荷 转移 到 Cro WR Ca 和 Cr 不 是 相等 的 电容 ， 传 送 到 Cr 的 信号 电 
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图 2.7 开关 电容 S/H 电路 配置 在 采样 阶段 
a) 具有 单独 的 Cu 和 Cr 的 电路 b) 具有 一 个 电容 器 的 电路 
c) 具有 共用 的 Cr 作为 采样 电容 器 的 电路 





a) b) c) 


2.8 ”开关 电容 S/H 电路 配置 在 保持 阶段 
a) 具有 单独 的 CH 和 GF 的 电路 b) 具有 一 个 电容 器 的 电路 c) 具有 共用 的 Cy 作为 采样 电容 器 的 电路 


荷 将 根据 Von = (Cy/Cp) 你 显示 运算 放大 器 输出 端的 电压 。 以 这 种 方式 ，S《 互 和 
增益 功能 都 可 以 在 一 个 SC HBR A SEBEL 。 在 图 2.7b 所 示 的 结构 中 ， 只 有 一 个 
电容 器 同时 用 作 采 样 电 容器 和 反馈 电容 器 。 这 种 结构 不 实现 增益 功能 ， 但 是 它 可 以 
实现 高 速度 ， 因 为 反馈 因数 (反馈 电容 器 与 求 和 节点 处 的 总 电容 的 比率 ) 可 以 比 
先前 结构 的 反馈 因数 大 得 多 ， 操 作 更 接近 放大 器 的 单位 增益 频率 。 此 外 ， 它 没有 作 
为 其 他 两 种 结构 的 电容 器 失 配 限制 。 这 里 ,采样 是 大 量 执行 的 ， 即 不 需要 运算 放大 
器 ， 这 使 得 信号 采集 快 。 在 保持 模式 下 ,采样 电容 器 与 输入 断 开 ， 并 置 于 运算 放大 
器 周围 的 反馈 回路 中 。 此 结构 常用 于 前 端 输入 S/H a 8859) ， 将 在 3.3 节 中 更 详 
细 地 讨论 。 

图 2.7c 示 出 了 另 一 种 结构 ， 其 是 图 2. 70 和 图 2.7b 中 结构 的 组 合 版 本 。 该 结 
构 中 ， TERRE ER, Cy 和 Cr 两 者 上 对 信号 进行 采样 ， 所 得 到 的 传递 函数 Vey = 
(1+ (Cg/Cr))V,。 在 下 一 阶段 , 采样 电容 器 中 的 采样 电荷 被 传送 到 反馈 电容 器 。 
因此 ， 反 馈 电容 器 具有 从 采样 电容 器 传送 的 电荷 以 及 输入 信和 号 电荷 。 与 图 2. 7a 所 
示 的 结构 相 比 ， 尽 管 其 反馈 因数 也 是 可 比 的 ,但 该 结构 具有 更 宽 的 带宽 。 

确定 SC 电路 带宽 的 重要 参数 是 Ca 运算 放大 器 的 跨 导 ) 、 反 馈 因数 B 和 输出 
负载 电容 。 在 所 有 这 3 种 配置 中 ， 带 宽 由 1/7 =B x Gs/CL 给 出 ,其 中 Cr 是 在 运算 
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放大 器 输出 端 看 到 的 总 电容 。 由 于 S/H 电路 使 用 放大 器 作为 缓冲 器 ， 采 集 时 间 将 
是 放大 器 自身 规格 的 函数 。 类 侯 地 ，S/ 也 电路 输出 处 的 误差 容 差 取决 于 放大 器 的 偏 
移 、 增 益 和 线性 度 。 一 旦 发 出 保持 命令 ，S/H 电路 将 面临 其 他 错误 。 由 于 电荷 注入 
和 时 钟 馈 通 ， 会 产生 基 座 误差 。 在 开关 的 沟 道中 积累 的 电荷 的 一 部 分 被 分 配 到 电容 
器 上 ， 因 此 会 轻微 地 改变 其 电压 。 此 外 ， 时 钟 通过 栅 极 和 源 极 或 漏 极 之 间 的 释 加 电 
容 耦 合 到 电容 器 上 。 保 持 模 式 期 间 发 生 的 另 一 个 误差 称 为 下 降 ， 其 与 由 于 寄生 阻抗 
而 导致 的 电容 器 的 电流 泄漏 以 及 通过 由 开关 漏 极 形成 的 反 向 偏 置 二 极 管 的 泄漏 有 
关 。 通 过 使 漏 极 面积 尽 可 能 小 ， 可 以 使 该 二 极 管 泄漏 最 小 化 。 尽 管 放大 器 的 输入 阻 
抗 非常 大 ， 但 是 开关 具有 有 限 的 截止 阻抗 ， 通 过 该 截止 阻抗 可 能 发 生 泄漏 。 电 流 也 
可 以 通过 衬 底 泄漏 。 

简单 的 S/H 电路 的 显著 缺点 是 引入 失真 的 输入 开关 导 通 电阻 变化 。 工 艺 技术 
进步 使 电源 电压 比 冰 值 电压 更 快 地 缩放 ， 这 导致 开关 中 更 大 的 导 通 电阻 变化 。 这 使 
得 开关 的 带宽 变 得 越 来 越 依赖 于 信号 。 引 和 人 时钟 自 举 能 够 保持 开关 栅 源 电压 恒定 
( 见 3.3.3 节 ) 。 必 须 注意 确保 电路 的 可 靠 性 不 受 影响 。 

尽管 CMOS 技术 的 缩放 提供 了 对 混合 信号 电路 操作 速度 的 改进 的 潜力 ， 但 伴随 
着 电源 电压 的 降低 和 各 种 短 通道 效应 对 可 实现 的 增益 、 信 号 摆 幅 和 噪声 电 平 ， 特 别 
是 在 低 功 率 约束 下 产生 的 基本 的 实际 的 限制 。 在 采样 电路 中 ， 由 于 MOS 晶体 管 开 
关 的 有 限 电 阻 而 产生 热 噪 声 ， 并 且 存 储 在 采样 电容 器 中 。 由 于 采样 电路 不 能 区 分 品 
声 与 信号 ， 所 以 该 信号 采集 的 一 部 分 对 应 于 采样 发 生 时 噪声 的 瞬时 值 。 在 这 种 情况 
下 ， 当 样品 作为 电荷 存储 在 电容 器 上 时 ， 方 均 根 (ms) 总 积分 热 噪声 电压 为 必 , = 
kT/Cy, IEP AT HARE, Cu 为 采样 电容 。 这 通常 被 称 为 47XC 噪声 。 表 达 式 中 不 
存在 电阻 值 ， 因 为 带宽 减 小 抵消 了 由 电阻 值 增加 引起 的 热 噪 声 功率 的 增加 。 

在 采样 过 程 中 ，A7VC 噪声 来 源 通常 包括 两 个 主要 方面 : 开关 的 通道 噪声 和 放 
大 器 噪声 。 由 于 在 进行 采样 之 前 ， 开 关 没 有 传导 直流 电流 (S/H 电路 的 带宽 被 假 
定 为 大 带宽 并 且 电 路 被 假定 为 稳定 ) ， 因 此 1/f 噪声 在 这 里 不 是 关注 的 。 只 有 热 噪 
声 有 影响 ， 这 是 由 工艺 规模 微弱 影响 的 通道 电阻 的 函数 0201 。 另 一 方面 ， 放 大 器 输 
出 噪声 在 大 多 数 情况 下 由 通道 输入 晶体 管 的 噪声 控制 ， 其 中 热 噪声 和 1/f 噪声 都 有 
贡献 。 由 于 放大 器 的 输入 晶体 管 通常 在 饱和 区 偏 置 以 得 到 大 的 跨 导 (gm ) ， 因 此 冲 
击 电离 和 热 载 流 子 效 应 倾向 于 增强 它们 的 热 噪 声 水 平台 5022] 。 因 为 较 细 的 光 刻 产 
生 的 较 短 的 最 小 栅 极 长 度 导致 的 栅 极 电容 减 小 1 噪声 也 有 所 增加 。 因 此 ， 随 着 
CMOS 技术 的 不 断 发 展 和 尺寸 逐渐 缩小 ， 放 大 器 越 来 越 成 为 主要 的 噪声 源 。 有 趣 的 
是 ,输入 参考 噪声 ( 总 积分 输出 噪声 也 是 如 此 ) 采用 一 些 校正 因数 ， 如 Xi ， 悦 , = 
MAT = Ch 而 构成 TVC 的 形式 。 因 此 降低 噪声 电 平 或 增加 S/H 电路 的 SNR 的 基本 
技术 是 增加 采样 电容 的 大 小 。 与 该 技术 相关 的 惩罚 是 增加 的 功率 消耗 ， 因 为 较 大 的 
电容 器 需要 较 大 的 充电 /放电 电流 以 保持 采样 速度 。 
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2.3.2 运算 放大 器 


在 前 端 S/H 放大 器 或 多 级 A - D 转换 嚣 中， 几乎 总 是 使 用 精密 运算 放大 器 来 将 
输入 信号 (或 残余 信号 ) 中 继 到 后 转换 电路 。 运 算 放 大 器 在 动态 范围 、 线 性 度 、 
稳定 速度 、 稳 定性 和 功 耗 之 间 展 现 出 强烈 的 权衡 ， 总 是 运行 在 性 能 包 络 的 边缘 。 因 
此 ， 转 换 精 度 和 速度 通常 由 这 些 放 大 器 的 性 能 决定 。 

具有 单个 增益 级 的 放大 器 具有 高 输出 阻抗 ， 提 供 足 够 的 直流 增益 ， 其 可 以 利用 
增益 提升 技术 进一步 增加 。 单 级 架构 提供 大 带宽 和 良好 的 相位 裕 量 ， 功 耗 小 。 另 
外 ， 也 不 需要 频率 补偿 ， 因 为 该 架构 是 自 补偿 的 〈 主 极点 由 负载 电容 确定 ) ， 这 使 
得 硅 上 的 占用 面积 小 。 另 一 方面 ， 通 过 牺牲 输出 电压 摆动 获得 高 输出 阻抗 ， 并 且 由 
于 噪声 产生 装置 的 数量 众多 和 用 于 电流 源 偏 置 的 有 限 电压 头 部 空间 ， 导 致 了 相当 高 
的 噪声 。 

单 级 高 增益 运算 放大 器 的 最 简单 的 方法 是 图 2. 9a 所 示 的 远程 串联 放大 器 02"1 。 
利用 这 种 架构 ， 可 以 实现 高 开 环 直流 增益 ， 并 且 在 闭环 增益 较 低 时 能 够 实现 高 速 。 
电流 支 路 只 有 两 个 ， 功 耗 很 小 。 可 伸缩 式 共 源 共 栅 放大 器 的 最 大 缺点 是 其 低 的 最 大 
输出 摆 幅 、Vpp —SVps sav, LP Vpov 是 电源 电压 ，Vps,sat 是 晶体 管 的 饱和 电压 。 具 
有 这 种 最 大 可 能 的 输出 摆 幅 ， 输 入 共 模 范围 为 零 。 在 实际 应 用 中 ， 总 要 保留 一 些 输 
入 共 模 范围 ， 以 减 小 输出 摆 幅 ， 以 便 允 许 不 准确 和 稳定 信和 号 共 模 电 平 的 瞬 变 。 信 和 号 
路 径 中 仅 存在 n 沟 道 晶 体 管 ， 并 且 在 共 源 共 栅 晶体 管 的 源 极 处 存在 相对 小 的 电容 引 
起 了 放大 器 的 高 速 能 力 。 

放大 器 的 增益 带宽 乘积 由 公式 GBW =&gmli/Cr 给 出 ， 其 中 gm 是 晶体 管 Ti 的 跨 
F, C 是 负载 电容 。 因 此 ，GBW 受 负载 电容 的 限制 。 由 于 其 简单 的 拓扑 和 尺寸 ， 
如 果 其 输出 摆 幅 对 于 特定 应 用 足够 大 ， 则 优选 伸缩 式 共 源 共 栅 放大 器 。 通 过 将 晶体 
EET Ty 驱动 到 线性 区 域 中 已 经 拓宽 了 该 结构 的 输出 信号 摆 幅 051 。 为 了 保持 良 
好 的 拓扑 的 共 模 抑制 比 和 电源 抑制 比率 性 能 ， 用 于 补偿 的 附加 反馈 电路 已 经 被 添加 
到 这 些 变化 中 。 该 伸缩 式 共 源 共 栅 放大 器 具有 低 电流 消耗 、 相 对 高 的 增益 、 低 噪声 
和 非常 快 的 操作 性 能 。 然 而 ， 由 于 其 具有 5 MERA, rath A 
源 电压 。 

HARHAA Eth 如 图 2. Ob 所 示 。 这 种 设计 的 摆动 受 其 级 联 输 
出 级 的 限制 。 相 对 于 具有 相同 直流 增益 和 没有 大 的 速度 损失 的 伸缩 放大 器 来 说 ， 它 
提供 更 大 的 输出 摆 幅 和 输入 共 模 范围 。 输出 摆 幅 为 Vpp -4Vps saAr， 不 与 输入 共 模 
范围 相连 ， 即 Vop — Vr —2Vps sato 该 放大 器 的 第 二 极 位 于 8 m1/C oars 其 中 go7 是 T; 
APS, Carem T 的 源 极 节点 处 的 晶体 管 Ti T 和 Te 的 寄生 电容 的 总 和 。 
由 于 Pp 沟 道 器 件 的 较 小 跨 导 和 较 大 的 寄生 电容 ， 该 放大 器 的 频率 响应 从 可 伸缩 式 共 
源 共 栅 放 大 器 的 频率 响应 恶化 。 为 了 确保 对 称 回转 ,输出 级 电流 通常 等 于 输入 级 电 
流 。 折 合式 共 源 共 栅 放大 器 的 GBW 也 由 gm/Ct 给 出 。 具 有 共 源 共 栅 晶体 管 的 放 





图 2.9 -一 级 放大 器 
) 伸缩 级 联 b) HARK c) 具有 级 联 输出 级 的 推 挽 电流 镜 放大 器 


大 器 的 开 环 直流 增益 可 以 通过 调节 共 源 共 栅 晶体 管 的 栅 极 电压 来 提升 :1 。 通 过 增 
加 额外 的 增益 级 来 实现 该 调节 ， 该 额外 的 增益 级 减少 了 从 输入 晶体 管 的 输出 到 漏 极 
的 反馈 。 这 样 ， 放 大 器 的 直流 增益 可 以 增加 了 几 个 数量 级 。 使 用 适当 的 反馈 放大 器 
架构 ,功率 和 芯片 面积 的 增加 可 以 保持 非常 小 "1 。 与 可 伸缩 式 共 源 共 栅 放 大 器 相 
比 ， 折 私 式 共 源 共 栅 的 电流 消耗 加 倍 ， 尽 管 输出 电压 摆 幅 有 所 增加 ， 因 为 仅 存在 4 
个 堆 酸 唱 体 管 。 因 为 来 自 电流 源 品 体 管 Te 和 Tio 的 附加 噪声 ， 折 释 式 共 源 共 栅 的 噪 
声 略 微 高 于 在 套 简 式 共 源 共 栅 放大 器 中 的 噪声 。 此 外 ， 由 于 晶体 管 Ti 和 Ts 的 输出 
电阻 的 并 联 组 合 ， 折 笃 级 联 具 有 稍 小 的 直流 增益 。 

推 挽 电流 镜 放 大 器 如 图 2. 9e 所 示 ， 具 有 更 好 的 压 摆 率 性 能 和 可 能 比 折 笃 式 共 
源 共 机 放大 器 更 大 的 带宽 和 直流 增益 。 转 换 速率 和 直流 增益 取决 于 电流 镜 比 K,， 其 
通常 为 1 ~3。 然 而 ， 太 大 的 电流 镜 比 增加 了 蝇 体 管 了 ,和 Ti 的 栅 极 处 的 寄生 电容 ， 
将 非 主 极点 推 向 较 低 频率 并 限制 可 实现 的 CBW。 由 于 输入 晶体 管 的 漏 极 处 有 较 大 
的 寄生 电容 ， 电 流 镜 放大 器 的 非 主 极点 比 折 县 式 共 源 共 栅 放 大 器 和 伸缩 式 放 大 器 的 
非 主 极点 低 得 多 。 电 流 镜 放 大 器 的 噪声 和 电流 消耗 比 在 伸缩 式 共 射 共 基 放 大 器 或 折 
合式 共 源 共 栅 放大 器 中 更 大 。 因 为 转换 速率 不 受 限制 ， 具 有 动态 偏 置 的 电流 镜 放大 
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器 031 可 以 用 于 使 放大 器 偏 置 纯粹 
基于 其 小 信号 行为 。 在 动态 偏 置 
中 ,运算 放大 器 的 偏 置 电 流 基于 差 
分 输入 信号 来 控制 。 对 于 大 差分 输 
入 信号 ， 偏 置 电流 增加 以 加 速 输出 
稳定 。 因 此 ， 不 会 发 生 转换 速率 限 
制 ， 而 且 会 放宽 CBW 的 要 求 。 随 
着 稳定 的 进行 ， 输 入 电压 减 小 ， 并 
且 偏 置 电 流 减 小 。 仅 仅 需 要 偏 置 电 
流 保持 对 执行 足够 的 小 信和 号 提供 足 
够 的 GBW 的 水 平 。 除 了 宽松 的 
GBW 要 求 ， 静 态 电 流 消 耗 的 减少 
使 得 高 直流 增益 放大 器 的 设计 更 容 
易 。 在 非常 低 的 电源 电压 下 ,使 用 
共 源 共 栅 输出 级 明显 地 限制 了 可 用 
输出 信和 号 的 摆 幅 。 因 此 ， 经 常 使 用 
两 级 运算 放大 器 ， 其 中 运算 放大 器 
增益 被 分 成 两 个 级 ， 其 中 后 一 级 通 
常 是 共 源 输出 级 。 不 幸 的 是 ， 在 相 
同 的 功 耗 下 ， 两 级 运算 放大 器 的 速 
度 通常 低 于 单 级 运算 放大 器 的 
速度 。 

图 2. 10a 显示 了 几 个 替代 的 两 
级 放大 器 中 的 一 个 简单 的 米 勒 补偿 
放大 器 054] 。 当 该 放大 器 的 输出 级 
中 的 所 有 晶体 管 都 处 于 饱和 区 时 ， 
其 具有 的 输出 摆 幅 为 Vo - 
Vps.satr。 因 为 确定 了 来 自 输出 节点 





的 非 主导 极点 主要 由 显 式 负载 电容 图 2.10 两 级 放大 器 
确定 ， 放 大 器 具有 折 中 的 频率 响 a) 米 勒 补偿 b) 具有 共 源 输出 级 和 米 
应 。 米 勒 补偿 放大 器 的 增益 带宽 约 勒 频 率 补偿 的 折合 式 共 源 共 棚 放 大 吕 
为 GBW = gue, HF em ET, c) 具有 共 源 输出 级 和 Ahuja 型 频率 
的 跨 导 。 一 般 来 说 ， 基 本 结构 的 开 ey eee 

环 直 流 增益 不 够 高 分 辩 率 应 用 的 要 


求 。 增 益 可 以 通过 使 用 级 联 来 增强 ， 然 而 这 对 信和 号 摆 幅 和 带宽 有 负面 影响 。 这 种 结 
构 的 另 一 个 缺点 是 ， 由 于 Volit T, 和 Te 和 Ce 的 栅 极 - 源 极 电容 Ccss,6 的 连接 ， 
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在 高 频 下 产生 差 的 电源 抑制 比 。 两 级 米 勒 补偿 运算 放大 器 的 噪声 特性 与 伸缩 共 源 共 
栅 放大 器 的 噪声 特性 相当 ， 并 且 优 于 折 番 式 共 源 共 栅 放大 器 的 噪声 特性 。 米 勒 补偿 
放大 器 的 速度 由 其 分 极 电容 器 Cc 确定 。 通 常 ， 位 于 两 级 放大 器 输出 端的 非 主 极 点 
的 位 置 低 于 折 又 共 源 共 栅 放大 器 或 伸缩 放大 器 的 位 置 。 因 此 ， 为 了 将 该 极点 推 向 较 
高 频率 ， 放 大 器 的 第 二 级 需要 较 高 的 电流 ， 也 增加 了 功率 耗 散 。 由 于 第 一 级 不 需要 
具有 大 的 输出 电压 摆 幅 ， 所 以 它 可 以 是 共 源 共 栅 级 ， 或 者 是 伸缩 式 或 者 是 折 蚕 式 共 
源 共 栅 。 然 而 ， 电 流 消耗 和 晶体 管 数 目 也 在 增加 。 折 又 式 共 源 共 栅 结构 的 优点 是 更 
大 的 输入 共 模 范围 和 能 避免 级 之 间 的 电 平移 位 ， 而 伸缩 级 可 以 提供 更 大 的 带宽 和 更 
低 的 热 噪 声 。 

图 2. 10b 说 明了 具有 共 源 输出 级 和 米 勒 补偿 的 折 秋 式 共 源 共 栅 放大 器 。 噪 声 性 
能 与 折 荃 式 共 源 共 栅 放大 器 的 噪声 性 能 相当 。 如 果 使 用 共 源 共 栅 输入 级 ， 则 引线 补 
偿 电 阻 器 可 以 与 共 源 共 栅 晶体 管 合并 。 这 样 的 一 个 例子 是 具有 共 源 极 输出 级 和 
Ahuja 型 补偿 的 折 番 式 共 源 共 栅 放大 器 .'”] ， 如 图 2. 10c 所 示 。Ahuja 型 补偿 运算 放 
大 器 的 操作 适用 于 比 米 勒 补偿 的 更 大 的 电容 性 负载 ， 并 且 它 具有 更 好 的 电源 抑制 
比 ， 因 为 通过 输出 级 增益 晶体 管 的 栅 极 - 源 极 电 容 的 衬 底 噪声 不 是 通过 分 极 电容 器 
直接 看 合 到 运算 放大 器 输出 "| 的 。 


2.3.3 锁 存 比较 器 


前 置 放大 器 和 比较 器 中 的 漂移 构成 快速 转换 器 的 主要 误差 源 。 具 有 薄 氧 化 物 器 
件 的 简单 差分 结构 将 在 较 新 技术 中 保持 前 置 放大 器 架构 的 主导 地 位 。 在 高 输入 频率 
的 高 采样 率 下 ， 动 态 性 能 至 关 重要 。 

由 于 其 快速 响应 ， 再 生 锁 存 器 几乎 无 一 例外 地 用 作 高 速 应 用 的 比较 器 。 理 想 的 
锁 存 比 较 器 由 具有 无 限 增益 的 前 置 放大 器 和 数字 锁 存 电路 组 成 。 由 于 在 比较 器 中 使 
用 的 放大 器 不 需要 是 线性 的 或 闭环 结构 ， 因 此 它们 可 以 包含 正 反 馈 以 实际 获得 无 限 
增益 5 。 由 于 其 特殊 的 架构 ， 锁 存 比较 器 的 工作 过 程 可 以 分 为 两 个 阶段 ; 跟踪 和 
锁 存 阶段 。 在 跟踪 阶段 中 ， 下 级 动态 锁 存 电路 被 禁用 ， 并 且 输 入 模拟 差分 电压 由 前 
置 放 大 器 放大 。 在 前 置 放大 器 被 禁用 时 的 锁 存 阶段 ， 锁 存 电路 将 放大 的 差分 信号 再 
生成 具有 正 反馈 机 制 的 一 对 满 量程 数字 信号 ， 并 在 输出 端 锁 存 它们 。 

根据 所 使 用 的 锁 存 器 的 类 型 ， 锁 存 器 比较 器 可 以 分 为 两 种 : RARITY, 
在 操作 期 间 具 有 恒定 的 电流 消耗 ; 动态 "“”-""] ， 不 消耗 任何 静态 功率 。 通 常 ， 所 
使 用 的 锁 存 器 的 类 型 由 本 级 的 分 辩 率 决定 。 对 于 每 级 的 低 分 辩 率 量化 ， 动 态 锁 存 器 
更 合适 ， 因 为 它 消耗 比 静 态 锁 存 器 更 少 的 功率 〈 即 使 在 高 时 钟 速率 下 该 差异 可 忽 
略 ) ， 动 态 锁 存 器 在 复位 周期 期 间 不 消耗 任何 功率 。 当 锁 存 电路 再 生 差 分 信号 时 ， 
再 生 节 点 上 的 大 电压 变化 将 导致 瞬时 大 电流 。 通 过 晶体 管 的 寄生 栅 极 - 源 极 和 栅 
极 - 漏 极 电容 ， 瞬 时 电流 耦合 到 比较 器 的 输入 ， 使 得 干扰 是 不 可 接受 的 。 这 就 是 所 谓 
的 反 冲 噪声 的 影响 。 在 大 量 比较 器 同时 接 通 或 断 开 的 快速 A - D 转换 器 中 ,来自 再 
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生 节 点 的 变化 的 总 和 可 能 变 得 意 想不到 的 大 ， 并 且 直 接 导 致 错误 的 量化 代码 输 
出 中。 正 是 由 于 这 个 原因 ， 更 高 分 辩 率 的 实现 优选 静态 锁 存 器 。 

来 自 文献 [173] 的 静态 锁 存 比较 器 如 图 2. 11a 所 示 。 当 时 钟 信号 为 高 电 平 
时 ，Tio 和 Tu 将 由 交叉 连接 的 晶体 管 Ts -% 形 成 的 锁 存 器 放电 到 输出 节点 。 当 锁 存 信 
号 变 低 时 ，T6 ANT, 之 间 的 漏 极 电流 差 表 现 为 输出 电压 差 。 然 而 ， 电 路 中 存在 一 些 
延迟 ， 因 为 Ts 和 Ti 必须 等 待 输出 电压 的 任 一 侧 变 得 大 于 V+。 男 一 个 是 在 比较 器 
中 存在 的 静态 电流 ， 其 在 输出 完全 形成 之 后 接近 阔 值 。 假 设 Fu 节点 的 电位 高 于 
ua 节点 的 电位 。 在 短 时 间 之 后 ，Tu 截止 ，Vowy 的 电位 变 为 Vpp， 然 而 由 于 Ts 处 
于 线性 区 域 ， 所 以 来 自 Te 的 静态 电流 将 在 再 生 期 间 排 走 。 由 于 输入 晶体 管 通过 电 
流 镜 与 再 生 节 点 隔离 ， 所 以 反 冲 噪声 减 小 。 然 而 ， 再 生 电 路 的 速度 受 偏 置 电流 的 限 
制 ， 不 适用 于 低 功率 高 速 应 用 。 





图 2.11 静态 锁 存 比较 器 
a) 来 自 文献 [173] b) 来 自 文献 [59] c) 来 自 文献 [174] 


图 2. 11b 说 明了 文献 [59] 中 给 出 的 比较 器 的 原理 图 。 该 电路 由 折 炙 式 共 源 
共 栅 放大 器 〈Ti ~T;) 组 成 ， 其 中 负载 已 被 电流 触发 锁 存 器 (Ts ~ Tio) 取代 。 当 
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锁 存 信号 为 高 (复位 期 间 ) 时 ， 唱 体 管 Tio 使 两 个 锁 存 器 输出 短路 。 此 外 ，Tio 的 导 
通电 阻 尺 可 以 在 锁 存 输出 处 给 出 额外 的 增益 Aese = (Em2 XR)/(2 - gng,9 XR), 
这 加 快 了 再 生 过 程 。 然而， 导 通 电阻 R 应 该 选择 为 使 得 gwg,。x 尽 <2， 并 且 应 当 足 
够 小 ， 以 便 在 时 钟 速率 下 复位 输出 。 由 于 所 有 晶体 管 都 在 有 源 区 中 ， 所 以 锁 存 器 可 
以 在 锁 存 信 号 变 低 之 后 开始 再 生 。 这 种 方案 的 一 个 缺点 是 大 的 反 冲 噪声 。 折 区 节点 
(Ts ALT; 的 漏 极 ) 必须 在 每 个 时 钟 周期 跳 至 Vpp， 因 为 锁 存 输出 完全 摆动 。 因 此 ， 
通过 输入 晶体 管 T 和 TT, 的 栅 极 - 漏 极 电 容器 (Cop. Cop.) 在 输入 中 存在 大 量 的 
反 冲 噪声 。 为 了 减少 反 冲 噪声 ， 钳 位 二 极 管 被 植 人 到 输出 节点 08] 。 

图 2. 11c 说 明了 在 文献 [174] 中 的 设计 。 这 里 ， 当 锁 存 信号 为 低 (复位 周 
期 ) 时 ， 放 大 的 输入 信号 存储 在 Ta, To 和 Tiz 的 栅 极 ， 使 Vo 和 Vow 都 短路 。 当 
锁 存 信 号 变 高 时 ， 交 叉 耦 合 的 晶体 管 To 和 Ti 产生 正 反 馈 锁 存 。 此 外 ， 正 反馈 电 
容器 C 和 Cy 通过 在 再 生 周 期 期 间 将 Te 和 Te 从 复位 周期 期 间 的 输入 相关 电流 源 切 
换 到 交叉 耦合 锁 存 器 来 提高 再 生 速 度 。 由 于 C 和 C,, Ty ~ Ti RAR RA 
一 样 工作 ， 使 得 一 旦 完成 再 生 周期 ， 锁 存 器 不 消耗 静态 功率 。 然 而 ， 通 过 正 反 馈 电 
容器 Ci 和 C, 存在 大 量 的 反 冲 噪声 。 添 加 开关 (Te, T, 和 Tis ) 将 前 置 放大 器 与 锁 
存 器 隔离 。 因 此 ， 由 于 正 反馈 电容 器 (Cl 、Cz ) 、 隔 离开 关 (Te. T AT) WA 
补 锁 存 信号 的 存在 ， 需 要 相对 较 大 的 芯片 面积 。 

动态 比较 器 的 概念 说 明 其 有 低 功 率 和 小 面积 实现 的 潜力 ， 并 且 这 种 情况 仅 限于 
没有 静态 功率 耗 散 的 单 级 拓扑 。 如 图 2. 12a 所 示 ， 是 在 文献 [175] 中 引入 的 广泛 
使 用 的 基于 差分 传 感 放 大 器 动态 比较 器 。 在 线性 区 域 中 偏 置 的 晶体 管 Ti 4， 可 以 
调整 阔 值 电阻 ， 并 且 在 它们 上 方 晶 体 管 Ts _iz 形 成 锁 存 器 。 当 锁 存 控制 信号 为 低 时 ， 
晶体 管 Te AT) Hi, 并且 T; 和 Ts 截止 ,并 迫使 两 个 差分 输出 到 Vpp， 而 且 在 电 
源 电压 之 间 不 存在 电流 路 径 。 同 时 ，Tio 和 Ti 截止 ,晶体管 Ts 和 Te 导 通 。 这 意味 
着 T 和 Ts LAA Vpv 的 电压 。 当 比较 器 锁 存 时 ，T; 和 Ts 导 通 。 再 生 时 刻 之 后 ， 
晶体 管 T; 和 Ts 的 栅 极 仍然 处 于 Vpp， 并 且 它 们 进入 饱和 ， 放 大 它们 的 源 极 之 间 的 
电压 差 。 如 果 假 设 晶 体 管 T;_1, 完 全 匹配 ， 则 由 T -> 和 T -4 形成 左右 支 路 的 电导 的 
不 平衡 ,决定 了 哪个 输出 到 Vpp ， 哪 个 到 0V。 在 达到 静态 情况 (VA) 之 后 ， 
两 个 分 支 被 切断 ， 并 且 输 出 保持 它们 的 值 ， 直 到 通过 将 Vu 切换 到 0V 来 将 比较 器 
再 次 复位 。 连 接 到 输入 和 基准 的 晶体 管 Ti -4 在 三 极 管区 像 压 控 电 阻 器 那样 起 作用 。 
在 线性 区 域 中 运行 的 晶体 管 Ti 4 的 跨 导 与 相应 晶体 管 的 漏 源 电压 Vosi -4 成 正比 ， 
而 对 于 晶体 管 T; -6， 跨 导 与 Yess 6 - Vr 成 比例 。 在 锁 存 过 程 开 始 时 ，Tosi -4 =0， 
而 Vesse -Vr =Vpp。 因 此 ，gwms,6 >> gm -4， 这 使 得 Ts AT, 的 匹配 在 决定 锁 存 平 
衡 中 占 主导 地 位 。 由 于 小 晶体 管 是 优选 的 ， 容 易 产生 几 百 毫 伏 的 偏 移 电压 。 晶 体 管 
T 中 的 失 配 被 Ts AT, 的 增益 衰减 ， 这 使 得 它们 不 太 关 键 。 为 了 应 对 不 匹配 问 
题 ， 关 键 晶体 管 的 布局 必须 尽 可 能 对 称 。 除 了 失 配 灵敏 度 ， 锁 存 器 也 对 负载 电容 的 
不 对 称 性 非常 敏感 。 这 可 以 通过 在 比较 器 核心 输出 之 后 添加 额外 的 锁 存 器 或 反 相 器 
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作为 缓冲 级 来 避免 。 电 阻 分 压 器 动态 比较 器 拓扑 具有 一 个 明显 的 优点 ， 即 其 低 反 冲 
噪声 。 这 是 因为 输入 晶体 管 Ti -4 的 漏 极 处 的 电压 变化 非常 小 。 另 一 方面 ， 由 于 在 
线性 区 域 中 偏 置 的 晶体 管 的 增益 较 小 ， 拓 扑 的 速度 和 分 辨 率 相对 较 差 。 





VSS 
c) 


E 2.12 动态 锁 存 比较 器 
a) 来 自 文献 [175] b) 来 自 文献 [176] c) 来 自 文献 [177] 


图 2. 12b 所 示 的 是 基于 具有 加 载 CMOS 锁 存 器 开关 电流 源 的 两 个 交叉 耦合 差分 
对 的 全 差分 动态 比较 器 5" “1] 。 可 以 通过 引入 源 极 耦 合 对 之 间 的 不 平衡 来 设置 比较 器 
的 跳 变 点 。 由 于 动态 电流 源 与 锁 存 器 直接 连接 在 差分 对 和 电源 电压 之 间 ， 比 较 器 不 
消耗 直流 功率 。 当 比较 器 闲置 时 ， 锁 存 信号 为 低 ， 这 意味 着 电流 源 晶 体 管 T; 和 Te 
截止 ， 并 且 在 电源 电压 之 间 不 存在 电流 路 径 。 同 时 ，p 沟 道 开 关 唱 体 管 T。 和 Ts 通 
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过 将 它们 短 接 到 po 来 复位 输出 。 锁 存 器 的 n 沟 道 晶体 管 T; 和 Ts 导 通 并 且 人 迫使 所 
有 输入 晶体 管 Ti -4 的 漏 极 接 到 Vpy， 而 Ts 和 Te 的 漏 极 电压 取决 于 比较 器 输入 电 
压 。 当 时 钟 信号 升 至 Vbp 时 ,输出 与 正 电源 断 开 ,开关 电流 源 Ts 和 Te 导 通 ,Ti -4 
Hi Vinp 一 Vion 与 Veetp - en 进行 比较 。 由 于 锁 存 器 器 件 T7 -s* 导 通 ， 电 路 在 输入 对 的 
漏 极 处 再 生 放 大 电压 差 。 比 较 器 的 阔 值 电压 由 差分 对 中 的 电流 分 配 和 交叉 耦合 的 分 
支 之 间 的 电流 分 配 确定 。 可 以 使 用 差分 对 的 大 信号 电流 方程 式 导 出 比较 器 的 阔 值 电 
压 。 在 该 拓扑 中 ， 其 他 晶体 管 T) _1, 的 失 配 的 影响 不 是 完全 关键 的 ， 因 为 在 Ty -iz 锁 
FEZ, ABET, -4 放大 。 交 叉 耦 合 差分 对 的 漏 极 是 高 阻抗 节点 ， 并 且 决定 阔 值 
电压 晶体 管 Ti -4 的 跨 导 很 大 。 差 分 对 动态 比较 器 的 缺点 是 其 高 反 冲 噪声 : 输入 唱 
体 管 的 漏 极 节点 中 的 大 瞬 变 通过 寄生 栅 极 - 漏 极 电 容 耦 合 到 输入 节点 。 然 而 ， 存 在 
减少 反 冲 噪声 的 技术 ， 例 如 通过 交叉 耦合 虚拟 晶体 管 从 差分 输入 到 漏 极 节点 呈 ] 。 
内 置 的 动态 放大 引起 了 差分 对 拓扑 的 高 速 和 高 分 辩 率 。 

图 2. 12c 说 明了 文献 [177] 中 给 出 的 动态 锁 存 的 原理 图 。 动 态 锁 存 器 由 预 充 
电 唱 体 管 Ta 和 Ta 、 交 叉 耦 合 的 反 相 器 Te -。、 差 分 对 Tio 和 Ti 以 及 防止 在 复位 周 
期 的 静态 电流 流动 的 开关 Ts 组 成 。 当 锁 存 信号 为 低 (复位 周期 ) YT, Tho 的 漏 
极 电压 为 Vpp - Vr， 其 源 极 电压 为 V+， 低 于 锁 存 输入 共 模 电压 。 因 此 ,， 一旦 锁 存 
信号 变 高 ，n ARAE T o-n 立即 进入 有 源 区 。 因 为 交叉 耦合 反 相 器 之 一 中 的 每 
个 晶体 管 截止 ， 所 以 一 旦 锁 存 器 输出 完全 展开 ， 则 不 存在 来 自 锁 存 器 的 静态 功率 
耗 散 。 


2.4 A-D 转换 器 : BG 


2.1.4 9 ( 见 图 2.13) 的 实际 实验 表明 ， 对 于 第 一 级 ， 当 _ 远 低 于 器 件 工艺 
转换 频率 + 时， 转换 器 功率 与 采样 速率 fs 有 成 正比 的 趋势 。 然 而 ， 随 着 工艺 技术 
的 速度 能 力 被 推 到 极限 ， 所 需 的 功率 耗 散 变 得 非 线性 。 在 恒定 电流 密度 设计 的 情况 
下 ， 当 总 固有 电容 等 于 全 部 非 本 征 电容 时 存在 最 佳 功率 点 ， 超 过 该 最 大 功率 点 ， 作 
为 速度 增加 的 后 果 ， 功 率 增加 ， 产 量 减 小 。 

功率 对 转换 器 分 辩 率 的 依赖 性 不 如 其 对 .fs 的 依赖 性 那么 直接 ， 因 为 转换 器 结 
构 也 随 分 辩 率 而 变化 。 快 速 转换 器 在 频谱 的 高 速 低 分 辩 率 端 占 主导 地 位 ， 而 流水 线 
转换 器 通常 在 低速 高 分 辩 率 端 采用 ， 无 校准 通常 为 8 ~ 12 位 ， 有 校准 最 多 15 位 。 
级 间 增 益 使 得 可 以 沿 着 管线 缩放 组 件 ， 导 致 了 低 功 耗 。 高 达 15 位 的 分 辩 率 可 以 用 
两 步 / 多 步 /分 级 转换 器 或 者 这 些 的 组 合 结构 来 覆盖 。 流 水 线 和 两 步 /多 步 转换 器 往 
往 是 在 实现 给 定 分 辨 率 和 采样 速率 规格 方面 最 有 效 的 。 它 的 高 分 辩 率 的 能 力 将 在 第 
3 章 中 用 原型 来 演示 。 
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图 2.13 a) A-D 转换 器 的 能 量 对 SNDR， 见 表 2.1 ~ 表 2.4; 
b) A-D 转换 器 的 ERBW (有 效 输入 带宽 ) 与 SNDR 的 关系 ， 见 表 2.1~ 表 2.4 


第 3 章 ZIF A-D 转换 器 的 设计 


在 高 度 集 成 的 电信 系统 中 ， 能 够 对 高 频 前 端 进行 IF 采样 的 移动 A -D 转换 器 
可 利用 其 系统 的 复杂 性 和 整体 性 使 经 济 价值 最 大 化 。A - D 转换 器 的 目标 是 使 模拟 
滤波 最 小 化 ， 并 用 更 可 控 的 数字 功能 替代 。 需 要 把 A - D 转换 器 敌人 大 型 数字 IC 
来 实现 片上 系统 (SoC)。 为 了 实现 最 低 的 成 本 ，SoC 必须 由 最 先进 的 CMOS 技术 
实现 ， 并且 必须 具有 面积 和 功率 有 效 性 ， 并 在 避免 修剪 的 情况 下 达到 所 需 的 精度 。 
深 亚 微米 CMOS 技术 使 得 特征 斥 寸 和 电源 电压 迅速 下 降 增 加 了 对 于 转换 器 的 要 求 。 
随 着 电源 电压 按 比 例 缩小 ， 可 用 于 表示 信号 的 电压 降低 。 为 了 在 较 低 的 电源 电压 下 
保持 相同 的 动态 范围 ， 电 路 的 热 噪声 也 必须 按 比 例 减 小 。 在 模拟 电路 中 ,电压 降低 
减 小 了 输出 摆 幅 ， 降 低 了 SNR。 这 导致 由 给 定 频 率 处 的 SNR 决定 的 功率 消耗 的 增 
加 。 尽 管 在 实现 的 SoC 中 可 以 嵌入 多 种 架构 ， 但 一 些 诸如 快速 A -D 转换 器 的 大 量 
硅 需 求 和 功 耗 等 缺点 ， 折 全 A -D 转换 器 中 数 十 个 折合 放大 器 的 输入 匹配 和 较 大 的 
流水 线 A -D 转换 器 中 某 些 数字 反馈 回路 的 延迟 限制 了 分 级 或 两 步 /多 步 架 构 的 
选择 。 


3.1 多 步 A -D 转换 器 架构 


大 多 数 数字 接收 机 都 要 求 高 性 能 A - D 转换 器 和 模拟 组 件 。 例 如 ， 在 蜂窝 基站 
数字 接收 机 中 ， 需 要 足够 的 动态 范围 来 处 理 高 电 平 干扰 源 (或 阻塞 器 ) ， 同 时 适当 
地 解 调 较 低 级 别 的 期 望 信 号 。 蜂 窝 基 站 由 许多 不 同 的 硬件 模块 组 成 ， 包 括 执行 接收 
机 和 发 射 机 功能 的 硬件 模块 。 现 在 ， 模 拟 技术 正在 被 全 球 CDMA 和 WCDMA 所 取 
代 ， 欧 洲 在 10 年 就 前 采用 了 GSM. 

为 了 验证 多 步 架构 相对 于 功率 效率 的 有 效 分 辩 率 带宽 ，GCSM 基站 应 用 ( 见 表 
3.1) 已 被 作为 本 章 描述 的 原型 的 适当 载体 。 目 前 存在 各 种 CDMA 和 GSM 设计 ， 
基站 收发 机 厂商 不 断 寻 求 降 低 成 本 和 功 耗 的 方法 。 优 化 单 载波 解决 方案 或 开发 多 载 
波 接收 机 可 以 实现 这 一 点 。 对 于 基站 收发 站 设备 常用 的 子 采样 接收 机 架构 ， 对 于 
A -了 D 转 换 器 有 严格 的 噪声 和 失真 要 求 。 在 接收 机 应 用 中 ， 较 低级 别 的 期 望 信号 被 
单独 数字 化 ， 或 在 非 期 望 大 幅度 信号 面前 被 数字 化 。 为 了 正确 设计 接收 机 ，A -D 
转换 器 的 有 效 噪声 系数 必须 在 这 两 个 信号 极限 下 确定 。 转 换 器 噪声 系数 通过 将 其 总 
噪声 功率 与 热 噪 声 基底 进行 比较 来 确定 。 对 于 小 型 模拟 输入 信号 ， 热 加 量化 噪声 功 
率 主 导 A -D 转换 器 本 底 噪声 ， 用 于 近似 A -D 转换 器 的 有 效 噪声 系数 。 实 际 上 ， 
一 旦 A -D 转换 器 有 效 噪声 系数 在 小 信号 条 件 下 已 知 ， 并 且 确 定 了 模拟 电路 (RF 
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和 正 ) 的 级 联 噪声 系数 ， 则 选择 A — D 转换 器 前 面 的 最 小 功率 增益 为 满足 所 需 的 接 
收 机 噪声 系数 。 选 择 在 A -D 转换 器 过 载 之 前 ， 接 收 机 可 以 容忍 的 最 高 干扰 电 平 上 
限 为 功率 增益 量 。 如 果 在 较 高 IF 频率 下 可 以 从 转换 器 获得 足够 的 SNR 和 SFDR 性 
能 ， 则 可 以 使 用 单 采样 架构 。 失 真 引起 了 不 需要 的 大 信号 的 互 调 ， 其 产生 的 结果 可 
能 落 在 所 需 的 信道 频带 中 。 具 有 12 位 精度 的 A — D 转换 器 连同 通道 滤波 器 的 量 以 
及 自动 增益 控制 的 增益 一 起 是 足够 的 ， 其 中 包括 放大 A - D 转换 器 的 动态 范围 要 
求 。 为 了 能 够 处 理 完 整 的 GSM 频段 ，A - D 转换 器 的 采样 率 必须 为 50 ~ 60M KR 
样 /s， 有 效 分 辨 率 带 宽 为 25 MHz. GSM 信号 的 SINAD 只 有 9dB, 但 是 为 了 处 理 大 
的 相 令 信道， 转换 器 的 SNR 需要 为 66dB。 由 大 干扰 无 用 信道 产生 的 噪声 可 能 会 干 
扰 小 有 用 的 接收 信道 。 因 此 ，SFDR 必须 低 于 75dB， 国 标 功 耗 选 择 为 150mW 。 





表 3.1 FREER 
技术 | 数字 CMOS 
分 辩 率 12 位 
电源 电压 单 电源 
采样 率 >50M 次 采样 /s 
有 效 带宽 25MHz 


= 
SNR >66dB 


SFDR >75dB 


THD >70dB 





功 耗 < 150mW 
面积 < lmm? 


图 3.1 中 表示 出 了 两 步 /多 步 A -了 转换 器 的 详细 框图 。 由 于 5 ~8 个 分 区 ( 利 
用 5 位 粗略 和 8 位 精细 量化 器 的 A -DD 转换 器 ) 为 所 需 精 度 提供 了 较 低 的 晶体 管 数 
Th, 因此 在 6 ~7 种 方法 中 选择 了 这 种 拓扑 。 差 分 输入 信号 用 3 个 时 间 交 替 的 S/H 
电路 进行 采样 。 在 S/H 电路 中 产生 的 和 样本 的 噪声 会 使 必须 由 A -D 转换 器 量化 的 
输入 模拟 信号 恶化 。 这 种 产生 的 和 样本 的 噪声 必须 足够 低 以 满足 SNR 要 求 。 所 得 
到 的 模拟 信号 会 经 5 位 粗 A- D 转换 器 处 理 ， 并 将 其 中 的 差分 输入 信号 与 电阻 参考 
电路 进行 比较 。 由 于 其 简单 的 结构 和 高 速 能 力 ， 粗 略 A -D 转换 器 自然 选择 快速 结 
构 。 为 了 执行 正确 的 总 转换 ， 粗略 A -D 转换 器 必须 有 使 得 所 得 到 的 残留 信号 总 是 
在 精细 A -D 转换 器 的 范围 内 的 精度 。 如 果 偏 移 电 压 是 主要 的 不 准确 度 ， 那 么 输入 
设备 区 域 需要 以 所 需 的 精度 成 反比 地 增加 ， 精 细 比 较 器 的 功率 也 会 以 二 次 方 成 比例 
增加 。 或 者 ， 可 以 使 用 一 些 偏 移 消除 技术 ， 仅 需要 通过 取消 额外 电路 来 增加 功率 
(具有 一 些 定时 和 速度 影响 )。 来 自 该 量化 器 的 所 获取 的 信号 被 存储 在 锁 存 器 中 并 
且 被 施加 到 开关 单元 。 开 关 和 矩阵 电压 基准 将 增加 类 似 于 全 快速 转换 器 参考 梯 所 需 的 
功率 。 开 关 和 矩阵 中 的 电阻 梯 的 功率 也 应 遵循 粗糙 部 分 所 示 的 相同 特性 。 该 开关 单元 
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VRT 





SAS HE ZE EPH S/H HL 


| | 数字 偏 移 提取 


图 3.1 两 步 / 多 步 A -D 转换 器 原型 


根据 粗略 量化 ， 从 相同 的 参考 电阻 梯 中 选择 4 个 参考 信号 用 于 粗 量化 。 这 些 选择 的 
参考 信号 与 两 个 残 差 放 大 器 中 来 自 S/H 电路 的 保持 的 输入 信号 组 合 。 减 少 这 些 放 
大 器 的 偏 移 是 必要 的 ， 因 为 残 差 信号 相对 于 整体 A -D 转换 器 在 精度 上 是 准确 的 。 
放大 后 ， 使 用 精细 缓冲 器 将 残留 信号 放 人 精细 电阻 梯 。 精 细 A - D 转换 器 的 8 位 可 
以 以 足够 的 精度 生成 ， 而 不 需要 使 用 折 生 和 交错 的 A - D 转换 器 来 进行 补偿 。 

如 果 粗 略 A -D 转换 器 存在 错误 ， 则 可 能 会 发 生 缺 陷 代码 ， 这 可 能 是 由 于 粗略 
A — D 转换 器 的 稳定 不 足 或 粗略 比较 器 中 的 失 配 引 起 的 。 因 此 ， 精 细 A - D 转换 器 
识别 超过 范围 1 位 的 信号 。S/H 电路 必须 具有 与 12 位 操作 一 致 的 线性 。 对 于 12 位 
线性 重 构 D -A 转换 器 〈 由 参考 电阻 梯 和 开关 矩阵 组 成 ) ， 粗 略 A -D 转换 器 仅 需 
要 为 5 位 线性 ， 因 为 其 量化 级 别 中 的 误差 会 产生 超过 或 范围 内 的 残留 信号 值 最 终 被 
精细 A - D 转换 器 数字 化 。 然 而 ， 在 减 去 残 差 放大 器 的 输入 之 前 ， 它 们 必须 保持 12 
位 的 线性 度 ， 这 是 在 从 另 一 个 减法 之 前 一 个 输入 必须 从 电压 转换 为 电流 的 非常 重要 
的 约束 。 残 差 放 大 器 和 精细 A - D 转换 器 的 整体 线性 度 必须 表现 出 与 8 位 一 致 的 线 
性 度 。 

整个 A -D 转换 器 主要 由 非 关 键 低 功 耗 部 件 组 成 ， 如 低 分 辨 率 量化 器 、 开 关 和 
开 环 放大 器 。 尽 管 多 步 A - D 转换 器 利用 相当 数量 的 数字 逻辑 ， 但 其 大 多 数 信号 处 
理 功 能 都 是 在 模拟 域 中 执行 的 。 因 此 ， 转 换 过 程 易 受 模拟 电路 和 器 件 损害 的 影响 。 
这 些 错 误 大 部 分 将 在 以 下 部 分 进一步 阐述 。 
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3.2 非 理 想 多 步 A -D 转换 器 的 设计 注意 事项 


除了 定时 误差 外 ， 多 步 A - D 转换 器 中 存在 的 主要 误差 源 是 S/H 电路 的 偏 移 和 
增益 误差 、 粗 略 的 A -DD 转换 器 非 线性 、D - A 转换 器 非 线性 、 残 差 放 大 器 仿 移 并 
增益 误差 和 精细 的 A -D 转换 器 非 线性 。 如 2.1 节 和 2.2 节 所 述 ， 源 自 放 大 器 和 比 
较 器 的 高 偏 移 的 那些 元 余 和 数字 校正 的 使 用 ， 已 经 成 为 应 对 多 步 A - D 转换 器 中 存 
在 的 一 些 误差 的 有 效 手 段 [8 0 2] 。 这 些 技术 的 关键 优势 在 于 降低 了 这 种 A -DD 转 
换 器 对 于 其 比较 器 和 模拟 处 理 过 程 级 间 偏 移 量 的 线性 敏感 度 。 由 于 粗略 A -D 转换 
器 中 的 非 线性 和 增益 误差 引起 超 范围 和 代码 电 平 转换 ， 所 以 应 用 数字 校正 的 方法 基 
于 增加 下 一 级 的 输入 范围 ， 并 使 用 额外 的 比较 器 或 使 用 部 分 在 下 一 阶段 的 代码 来 纠 
正 现 阶段 的 代码 。 

通常 ， 根 据 所 需 的 分 辨 率 ， 校 正 必须 仅 应 用 于 第 一 或 最 多 第 一 和 第 二 步 转换 
Be) 。 通 过 数字 校正 ， 减 少 或 消除 偏 移 、 增 益 和 粗略 A - D 转换 器 非 线性 的 影响 ， 
HIE, D- A 转换 器 非 线 性 和 残 差 放大 器 的 增益 和 偏 移 误差 限制 了 多 步 转换 器 的 
性 能 。 

具有 偏 移 、 增 益 和 线性 误差 的 两 步 A - D 转换 器 的 框图 如 图 3. 2 所 示 。 由 于 两 
步 架 构 中 此 块 的 要 求 与 其 他 架构 中 的 要 求 没有 差异 ， 因 此 未 显示 采样 和 保持 误差 。 
不 理想 的 粗略 A -D 转换 器 、D - A 转换 器 、 残 差 放 大 器 和 精细 A - D 转换 器 被 理 
想 的 部 件 和 一 系列 的 增益 、 偏 移 和 线性 误差 所 取代 。 





图 3.2 具有 偏 黎 、 增 益 和 线性 误差 的 两 步 A -D 转换 器 的 框图 


偏 移 和 增益 误差 是 两 种 物理 效应 的 组 合 结果 : 叫 噪 声 ， 包 括 模拟 开关 中 的 电荷 
注入 噪声 ， 热 、 发 射 和 闪烁 噪声 以 及 从 数字 电路 〈 通 过 串扰 或 衬 底 ) 耦合 的 噪声 ; 
@ 片 上 处 理 参数 变化 ， 例 如 设备 不 匹配 偏 移 误差 包括 由 组 件 不 匹配 、 自 热效应 、 比 
较 器 滞后 或 噪声 引起 的 偏 移 。 增 益 误 差 组 包括 放大 电路 中 的 所 有 误差 ， 包 括 运算 放 
大 器 的 技术 变化 和 有 限 增益 和 偏 移 。D - A 转换 器 误差 是 由 CMOS 传输 门 中 的 电荷 
注入 引起 的 电阻 梯 变 化 和 噪声 以 及 开关 和 矩阵 中 的 误差 引起 的 。 
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热 噪 声 是 由 电子 的 随机 运动 引起 的 。 由 于 电子 携带 电荷 ， 电 子 的 热 运动 导致 随 
温度 升 高 的 随机 电流 。 该 噪声 电流 存在 于 所 有 电路 中 ， 并 破坏 任何 通过 的 信号。 在 
多 步 A -DD 转换 器 中 ，S/H 电路 是 最 重要 的 噪声 源 。 由 于 热 噪 声 从 一 个 样品 到 下 一 
个 样品 是 随机 的 ， 所 以 不 容易 通过 校准 校正 ， 尽 管 可 以 通过 使 用 大 的 组 分 或 过 度 采 
样 来 缓解 。 然 而 ， 对 于 固定 的 输入 带宽 规格 ， 这 两 种 补救 措施 都 增加 了 功 耗 。 因 
此 ， 在 热 噪 声 、 速 度 和 功 耗 之 间 存 在 基本 的 权衡 。 

S/H 电路 中 的 偏 移 误差 以 及 分 级 偏 移 误差 使 整个 正确 的 子 范围 移 位 ， 并且 等 于 
两 个 偏 移 量 的 组 合 前 级 : 分 支 中 的 一 个 在 输入 分 支 中 ， 另 一 个 极 性 相反 ， 在 粗略 
A -DD 转换 器 分 支 。 残 余 放大 器 的 偏 移 可 以 朝向 转换 器 的 输入 端 移动 。 为 了 获得 相 
同 的 结果 ， 必 须 将 相反 极 性 的 第 三 偏 移 电 压 插入 到 A -DD 转换 器 后 一 级 分 支 [5 中 。 
因此 ， 增 益 级 输入 端的 偏 移 被 有 效 地 分 成 两 部 分 。A - D 转换 器 输入 端的 第 一 个 
S/H 电路 的 偏 移 误差 只 会 引起 输入 参考 偏 移 量 ， 但 不 影响 多 步 转换 器 的 线性 度 。 如 
果 应 用 超 范 围 ， 则 粗略 A - D 转换 器 的 精度 要 求 等 于 其 有 效 级 分 辩 率 。 粗 略 A -D 
转换 器 的 性 能 主要 受到 比较 器 的 精度 限制 ， 其 次 受 参考 精度 的 限制 。 这 两 者 都 可 以 
被 建 模 为 比较 器 阔 值 电 平 的 偏 移 量 。 比 较 器 的 国 值 电 平 通常 由 其 输入 端的 参考 电压 
直接 确定 。 所 需 的 不 同 参考 电压 电 平 通常 用 电阻 串 实现 ， 电 阻 串 依赖 于 电阻 器 的 相 
对 匹配 。 当 应 用 超 范 围 补偿 [55,51 时 ， 可 以 轻松 实现 匹配 要 求 ， 而 无 需 任何 高 精度 
部 件 。 宽 松 的 偏 移 电 压 规 格 允 许 在 某 些 比 较 器 拓扑 中 使 用 内 置 的 调节 电路 来 调整 阔 
值 电压 电 平 。 如 果 比 较 器 作出 错误 的 判定 ， 则 从 输入 中 减 去 错误 的 参考 值 。 结 果 在 
残 差 放大 器 放大 时 ， 多 步 A - D 转换 器 的 下 一 步 的 范围 超出 范围 。 如 果 粗 略 A-D 
转换 器 偏 移 与 粗略 A - D 转换 器 中 存在 的 非 线性 的 组 合 不 超过 校正 范围 ， 则 通过 数 
字 校 正 消 除 粗略 A - D 转换 器 偏 移 的 影响 ， 留 下 输入 - 偏 移 作为 下 一 步 偏 移 的 唯一 
影响 。 

通过 检查 理想 残 差 相 对 于 输入 的 关系 图 ( 见 图 3.3a) ， 考 虑 粗略 A -D 转换 器 
偏 移 影响 的 残 差 相对 于 输入 的 关系 图 ( 见 图 3.3b) 和 粗略 A -D 转换 器 失调 误差 
在 超 范围 应 用 时 残 差 相对 于 输入 的 关系 图 ( 见 图 3.3c) ， 来 研究 粗略 A -D 转换 器 
偏 移 的 影响 。 在 图 3. 3a 中 ,粗略 A -DD 转换 器 和 D -A 转换 器 都 被 认为 是 理想 的 。 
当 输入 在 由 粗略 A -D 转换 器 确定 的 判定 电 平 之 间 时 ,粗略 A -D 转换 器 和 DA 
转换 器 输出 是 恒定 的 ， 因 此 ， 残 差 随 着 输入 而 上 升 。 当 输入 跨越 判决 电 平时 ， 粗 略 
A -D 转换 器 和 D - A 转换 器 输出 在 2 位 电 平 上 增加 1 LSB， 因 此 残 差 值 将 通过 精细 
A -DD 转换 器 转换 范围 的 数字 值 减 小 。 如 图 3. 3b 所 示 ， 当 粗略 A -D 转换 器 具有 一 
些 非 线性 时 ，D -A 转换 器 仍然 是 理想 的 ; 对 于 类 似 的 示例 ， 粗 略 A - D 转换 器 判 
断 电 平 中 的 两 个 被 移 位 : 一 个 移 位 -1 到 LSB (n +1 个 误差 ); 另 一 个 移 位 +2 LSB 
(n+2 个 误差 ) 。 当 输入 跨越 移 位 判定 电 平 时 ， 残 差 值 通过 精细 A - D 转换 器 转换 
范围 的 数字 值 减 小 。 如 果 第 二 阶段 的 转换 范围 增加 以 处 理 较 大 的 残 差 ， 则 可 对 其 进 
行 编码 并 校正 误差 〈 见 图 3. 3c) 155-9! 。 


38 KA. HARE A -D 转换 器 








比较 器 偏 移 误差 对 一 个 阶段 的 传递 函数 的 影响 如 图 3. 3d 所 示 。 虚 线 表示 理想 
的 传递 函数 ， 实 线 表示 比较 器 中 具有 偏 移 电 压 的 传递 函数 。 








c) f) 


图 3.3 a) 理想 残 差 与 输入 b) 具有 粗略 A -D 转换 器 偏 移 的 残 差 与 输入 
c) 当 超 范围 应 用 时 ， 具 有 粗略 A -D 转换 器 偏 移 误 差 的 残 差 与 输入 
d) 比较 器 偏 移 效应 e) 有 限 直流 增益 对 传递 函数 的 影响 
f) 有 限 增益 带宽 对 传递 函数 的 影响 


D- A 转换 器 中 的 参考 电阻 梯 的 匹配 足以 满足 12 位 电 平 :中 ， 同 时 也 开发 了 几 
种 减少 比较 器 偏 移 的 技术 ， 如 自动 归 零 *] 、 平 均 [391 或 内 插 电容 ' 1。 或 者 还 可 以 
通过 分 布 式 预 放 大 与 平均 0%"1%”] 以 及 使 用 内 插 i 中 来 减 小 偏 移 和 输入 电容 。 残 留 
放大 器 上 的 偏 移 给 出 了 精细 A -DD 转换 器 参考 相对 于 粗略 A - D 转换 器 和 D-A 和 转 
换 器 范围 的 直流 偏 移 。 如 果 使 用 校准 ， 残 留 放 大 器 的 偏 移 误差 不 影响 线性 度 ， 如 
3.5.2 节 所 过 。 

增益 要 求 很 简单 。 由 于 运算 放大 器 的 有 限 增益 ， 输 入 采样 和 保持 阶段 的 任何 增 
益 误差 只 会 导致 整个 A -DD 转换 器 的 转换 范围 发 生变 化 ， 但 不 影响 线性 度 。 在 多 步 
A-D 转换 器 中 ， 每 级 增益 〈 见 图 3. 3e) 的 误差 可 能 由 各 种 源 引 起 ， 如 非 无 限 运算 
放大 器 增益 、 电 阻 不 匹配 等 。 每 级 增益 误差 会 导致 多 步 A -DD 转换 器 的 输入 到 输出 
传递 特性 的 非 线性 。 和 偏 移 情况 一 样 ，S/H 电路 的 增益 误差 仅 改变 多 步 A - D 转换 
器 的 转换 范围 ， 但 不 影响 线性 度 。 残 差 放 大 器 中 的 增益 误差 可 以 缩放 残 差 信号 的 总 
范围 〈 作 为 输入 信号 与 D -A 转换 器 信号 的 差 信号 ) ， 并 且 当 应 用 于 任何 非 零 残 差 
信号 时 ， 会 导致 模拟 信号 误差 输入 到 下 一 级 ， 这 将 导致 残 差 信号 不 在 精细 A -DD 转 
换 器 范围 内 。 如 果 下 一 级 的 模拟 输入 中 的 误差 在 2" 中 超过 一 个 部 分 〈 其 中 ~ 是 残 


第 3 章 多 步 A-D 转 换 器 的 设计 39 





差 放 大 器 之 后 剩余 的 分 辨 率 ) ， 则 会 导致 转换 错误 ， 数 字 校 正 不 会 消除 。 此 外 ， 如 
果 残 差 放 大 器 的 增益 小 于 理想 值 ， 则 可 能 会 发 生 代码 缺失 !5%] 。 由 于 所 有 非 零 残 基 
都 受 残 余 放大 器 增益 误差 的 影响 ， 从 增益 - 误差 的 角度 来 看 转换 范围 边界 并 没有 特 
殊 的 意义 。 增 益 误差 不 能 通过 数字 纠 错 得 到 纠正 ， 因 为 A - D 子 转换 器 和 D -A fg 
换 器 电 平 的 漂移 增加 了 小 输入 值 的 残 差 绝 对 值 '*”] 。 由 于 较 大 的 残 差 ， 加 剧 了 由 增 
益 误差 引起 的 非 线性 ， 但 实际 上 这 个 缺点 很 小 。A - D 子 转换 器 中 的 每 个 线性 误差 
增加 了 残 差 ， 从 而 使 增益 误差 效应 变 差 。 因 此 ， 由 残 差 的 增加 引起 的 非 线性 的 增加 
仅 适用 于 理想 的 A -D 转换 器 ， 而 实际 应 用 当中 ， 两 种 纠 错 算法 的 性 能 几乎 相同 。 
双 残 差 信号 处 理 ![%] 将 残 差 放 大 器 的 误差 扩展 到 整个 细微 范围 ， 从 而 提高 了 线性 
度 。 精 细 A - D 转换 器 范围 内 的 误差 引起 的 误差 类 似 于 残 差 放大 器 增益 误差 。 因 
此 ， 残 差 放 大 器 的 增益 应 该 在 精细 A - D 转换 器 范围 内 。 

采样 和 保持 跟踪 非 线性 是 指 S/H 电路 在 跟踪 输入 信号 时 产生 的 失真 。 这 种 类 
型 的 失真 倾向 于 随 着 输入 频率 的 增加 而 增加 。 在 开关 电容 S/H 电路 中 ， 非 线性 主 
要 由 MOS 开关 的 非 线性 电阻 和 与 源 极 和 漏 极 扩散 相关 的 非 线 性 结 电容 引起 。S/H 
非 线 性 的 深入 分 析 将 在 3.3 节 中 给 出 。 

粗略 A -D 转换 器 、D -A 转换 器 和 精细 A -D 转换 器 的 非 理 想 性 被 建 模 为 输 
人 参考 线性 误差 。 粗 略 A — D 转换 器 量化 决定 子 范围 和 D - A 转换 器 设置 的 选择 。 
当 在 该 量化 中 发 生 错误 ， 选 择 了 错误 的 子 范围 时 ， 这 将 导致 代码 缺失 。 向 精细 A - 
D 转换 器 加 超 范围 时 ， 明 显 降 低 了 粗略 A -DD 转换 器 的 精度 要 求 。 然 而 ， 由 于 精细 
A -DD 转换 器 的 输出 未 被 校正 ， 因 此 粗略 A - D 转换 器 误差 确实 导致 -D 转换 器 
非 线性 ， 但 这 是 在 精细 A - D 转换 器 之 前 的 组 合 级 间 增 益 削 减 的 量 。 可 以 通过 各 个 
级 分 辩 率 的 总 和 大 于 总 分 辩 率 来 引入 宛 余 ， 来 构建 具有 对 非 理 想 性 组 件 有 大 容 差 的 
多 步 A -DD 转换 器 。 当 通过 数字 校正 算法 消除 元 余 时 ， 同 样 可 以 将 其 用 于 消除 粗略 
A -DD 转换 器 非 线性 和 阶段 间 偏 移 对 整体 线性 度 的 影响 5]。 

D- A 转换 器 的 参考 和 D -A 转换 器 输入 与 输出 的 差 信号 决定 了 总 A -D 转换 
器 可 实现 的 精度 。D - A 转换 器 参考 电 平 间隔 的 非 均匀 性 也 加 剧 了 A- D 转换 器 的 
非 线性 。 残 差 信号 不 准确 完全 是 由 D - A 转换 器 非 线性 量 引起 的 。 精 细 A - D 转换 
器 的 线性 度 决定 了 A - D 转换 器 的 总 体 可 实现 的 线性 度 。 然 而 ， 由 于 残 差 放 大 器 提 
供 了 增益 ,该 增益 因数 减 小 了 线性 度 要 求 。 该 量化 中 的 误差 增加 了 总 A - D 转换 器 
的 差分 非 线 性 。 以 下 各 节 将 进一步 讨论 每 级 有 限 增益 带宽 积 ( 见 图 3.3f) 对 总 
A -D 转 换 器 分 辩 率 的 影响 。 


3.3 ”时 间 交 错 的 前 端 $S/H 电路 


Ridin S/H 在 多 步 A - D 转换 器 的 性 能 中 起 着 至 关 重 要 的 作用 。 没 有 S/H 电路 ， 
输入 信号 的 最 大 允许 频率 将 明显 低 于 其 理论 奈 奎 斯 特 要 求 (fi, <fs/2) ， 并 且 限 制 


40 NAF. BPH RH A-D 转换 器 








TE fin < (3fs) 7 (m2"), HP N 是 以 位 为 单位 的 分 辩 率 ， 太 是 采样 频率 。 然 而 ， 
S/H 的 线性 和 动态 范围 直接 影响 整个 系统 的 速度 ， 而 速度 一 精度 的 权衡 则 限制 了 转 
换 率 。 这 个 权衡 将 在 本 节 进 一 步 讨论 。 


3.3.1 时 间 交 错 架构 


可 以 通过 使 用 时 间 交 织 技术 来 提高 系统 的 采样 率 'w”-'”] ， 尽 管 在 不 同 的 时 钟 
相位 ， 可 以 通过 并 行 运行 系统 获得 较 高 的 采样 率 ， 如 图 3. 4a 所 示 。3 次 S/H 电路 
共 由 3 个 S/H 单元 组 成 。 由 于 时 钟 信号 有 1/3 处 于 高 位 ， 因 此 在 不 同 的 模拟 采样 
过 程 下 ， 每 个 S/H 单元 在 高 电 平 时 钟 周期 内 进行 采样 ， 而 在 另外 两 个 低 电 平时 间 
段 内 保持 ， 同 时 使 3 个 动作 (采样 、 粗 略 和 精确 决策 ) 进行 ， 如 图 3. 4b 所 示 。 在 
这 种 设计 中 ， 仅 用 于 采样 的 主 时 钟 的 一 个 时 钟 周期 用 于 表示 从 输入 看 到 的 总 电容 减 
小 ， 因 为 现在 只 有 1 个 而 不 是 3 个 保持 电容 Ca 同时 连接 到 输入 端 。 如 果 S/H 单元 
一 个 S/H 正在 跟踪 模拟 输入 信号 n, W S/H3 执行 先前 采样 n -1 的 粗 量化 ， 而 
S/H2 较 早 地 完成 了 两 次 采样 之 前 的 精细 量化 等 。 在 采样 模式 下 ,输出 开关 打开 ， 
运算 放大 器 的 负载 电容 小 。 因 此 ， 运 算 放 大 器 带宽 高 ， 这 时 输出 可 以 跟随 输入 。 在 
运行 期 间 ， 输 入 信和 号 必须 通过 不 同 的 路 径 从 输入 到 数字 输出 。 然 而 ， 如 果 在 单个 单 
元 之 间 发 生 偏 移 、 增 益 、 带 宽 或 时 间 失 配 ， 则 输入 信号 每 当 从 一 个 单元 切换 到 男 一 
个 单元 时 路 径 都 会 改变 ， 这 导致 S/H 电路 输出 端的 固定 标准 噪声 。 后 面 将 详细 讨 
论 这 些 误 差 的 影响 和 可 能 的 补救 措施 。 











a) b) 


图 3.4 a) 在 S/Hl 采样 以 及 S/H2 和 S/H3 保持 时 ， 由 3 个 时 间 交 错 的 SAH 
单元 组 成 的 总 5S/ 昌 电路 b) 交错 原理 的 时 序 图 ， 信 号 输出 1 ~3 是 时 钟 发 生 器 的 内 部 信号 


每 个 S/H 单元 电路 的 基本 架构 如 图 2.7b 所 示 ( 见 2.3.1 节 )。 在 采样 阶段 ,， 运算 
放大 器 周围 的 单位 增益 反馈 在 放大 器 的 输入 节点 建立 虚拟 接地 。 输 入 信号 为 采样 电容 器 
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Cy 充电 ， 这 些 电容 器 的 底板 通过 两 个 采样 开关 直接 连接 到 输入 信号 。 必 须 特 别 注意 这 
些 输入 开关 ， 因 为 它们 被 暴露 于 完整 的 输入 电压 摆 幅 。 因 此 ， 导 通电 阻 的 变化 大 体 因 受 
输入 信号 的 不 同 而 变化 。 可 以 使 用 对 称 设计 的 传输 门 ， 使 得 导 通 电阻 在 最 大 和 最 小 输入 
电压 和 /或 使 开关 栅 源 电压 下 保持 相对 恒定 ， 来 减 小 导 通电 阻 变化 ， 如 3. 3. 3. 2 节 所 述 。 
在 这 种 特定 情况 下 ， 电 路 跟踪 输入 信号 ， 直 到 开关 断 开 并 将 输出 复位 为 共 模 值 。 断 开采 
样 开关 后 保持 电容 的 电压 AVY 为 Ar = Vin + Vies， 其 中 基准 电压 可 分 为 增益 误差 和 偏 
B Ves =EVin + Vor: 非 单位 增益 由 信号 相关 电荷 注入 引 起 ,恒定 直流 失调 电压 Voor HH 
信号 独立 电荷 注入 和 时 钟 馈 通 引起 的 。 用 于 采样 和 保持 阶段 的 输入 电压 和 采样 时 刻 对 基 
座 电压 幅度 的 影响 如 图 3.5 所 示 。 
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a) b) 


图 3.5 a) 基准 电压 作为 输入 电压 的 函数 b) 采样 时 间 i 作为 栅 极 控 
制 信号 不 同 下 降 时 间 的 输入 电压 的 函数 

在 采样 阶段 结束 时 ， 反 馈 开 关 (实现 传输 门 ， 以 确保 开关 在 整个 节点 电压 摆 
幅 中 导 通 ) 首先 打开 ， 而 输入 采样 开关 由 延迟 开关 控制 时 钟 驱 动 。 这 种 切换 序列 
减少 了 信号 相关 的 电荷 注 和 0] 。 反 馈 开关 的 开启 将 注入 困 在 保持 电容 器 Cy 的 开 
关中 的 电荷 。 由 于 该 效应 作为 放大 器 的 共 模 信号 出 现 ， 因 此 也 会 被 放大 器 的 共 模 抑 
制 比 前 弱 。 时 钟 馈 通 也 通过 使 用 差分 信号 路 径 被 校正 为 第 一 级 。 尽 管 这 种 技术 取决 
于 晶体 管 的 绝对 匹配 ， 只 要 在 两 个 信号 输入 端 存在 误差 并 且 具 有 相同 的 幅度 ， 就 可 
以 通过 差分 输入 来 消除 误差 。 由 于 输入 开关 的 导 通 电阻 Ru, 导致 的 二 阶 效应 不 会 作 
为 共 模 出 现 ， 因 此 不 会 被 运算 放大 器 拒绝 ， 因 为 正 输入 开关 看 到 的 是 相等 但 与 负 输 
入 开关 看 到 的 相反 的 输入 电压 。 因 此 ， 正 输入 开关 的 导 通 电阻 Ru 与 负 输 入 开关 的 
导 通 电阻 Re 不同。 通过 使 用 小 型 反馈 开关 和 大 型 底板 输入 开关 ， 可 以 最 大 限度 地 
减少 误差 。 

在 保持 模式 下 ， 电 容器 连接 到 运算 放大 器 的 输出 端 ， 并 且 在 放大 器 输出 端 恢复 
采样 和 保持 的 输入 电压 。 由 于 在 采样 阶段 ( 由 单位 增益 反馈 引起 ) 放大 器 的 输出 
总 是 返回 到 共 模 电压 ， 运 算 放大 器 必须 执行 的 最 大 输出 电压 阶 跃 仅 为 满 量程 的 一 
半 。 在 采样 模式 下 ,运算 放大 器 切换 为 跟随 器 ， 这 意味 着 在 采样 电容 器 的 一 侧 ， 参 
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考 电阻 梯 的 直流 值 存在 ， 运 算 放大 器 的 偏 移 也 是 如 此 。 由 于 电荷 守恒 ， 采 样 输入 出 
现在 运算 放大 器 输出 端 。 由 于 运算 放大 器 的 求 和 节点 被 驱动 到 相同 的 电位 ， 所 以 在 
运算 放大 器 输入 端的 寄生 电容 上 不 存储 差分 信号 电荷 。 当 S/ 互 单元 切换 到 保持 模 
式 时 ， 此 时 包含 信号 值 和 运算 放大 器 的 偏 移 量 的 采样 电容 器 连接 在 运算 放大 器 之 
间 。 现 在 ， 相 反 符 号 的 偏 移 量 被 施加 到 电容 器 ， 从 而 补偿 采样 偏 移 。 在 输出 端 ， 采 
样 值 没有 偏 移 。 该 偏 移 消除 能 力 是 闭环 采样 架构 的 主要 优点 之 一 ， 例 如 ， 当 运算 放 
大 器 开 环 增益 Ao 较 大 时 ， 残 留 偏 移 误差 与 1/408 成 比例 。 尽 管 在 现代 CMOS 技术 
中 ， 由 于 信道 长 度 调制 和 漏 极 势 牟 降低 效应 ， 定 义 为 跨 导 gm 和 输出 电阻 7。 的 乘积 
的 晶体 管 固有 增益 通常 较 低 。 运 算 放大 器 的 开 环 增益 可 以 通过 许多 技术 来 改进 ， 包 
括 有 源 共 源 共 机 0%-'4] 、 正 反馈 -4 和 复制 放大 器 增益 增强 "$l。 闭 环 偏 移 消 
除 能 力 的 一 个 附加 优点 是 ， 像 与 输入 CMOS 差分 对 相关 联 的 1 噪声 等 低频 噪声 分 
量 也 被 大 大 抵消 ， 只 要 采样 频率 远大 于 1/ 噪声 的 拐点 频率 。 

开关 的 类 型 和 尺寸 不 仅 决定 可 能 导致 非 线性 和 偏 移 的 电荷 注入 ， 还 会 影响 S/H 
电路 的 带宽 和 稳定 性 。 在 保持 模式 下 ， 反 馈 开 关 不 参与 更 敏感 的 采样 过 程 ， 因 此 对 
于 它们 的 要 求 不 是 特别 严格 。 除 了 运算 放大 器 的 主 极 之 外 ， 还 可 以 由 保持 电容 Cy 
运算 放大 器 的 输入 电容 Co 和 寄生 电容 Cu 以 及 开关 导 通 电阻 得 到 的 有 效 电容 Ce 
形成 极点 。 如 果 两 极 都 是 真实 相同 的 ， 则 会 达到 最 佳 速 度 ， 例 如 ws = 4wcpw' 1 ， 
其 中 ws 表示 由 开关 引起 的 极点 ，wcasw 是 运算 放大 器 的 增益 带宽 乘积 。 因 此 ， 可 以 
得 到 反馈 开关 必要 的 导 通 电阻 为 rn =1/(4wcaw Cer) 。 在 差分 结构 的 采样 模式 下 ， 
4 个 开关 闭合 : 2 个 开关 用 于 在 运算 放大 器 的 输入 端 提供 虚拟 接地 节点 ; 另外 2 个 
开关 在 输入 端 ， 将 输入 信号 连接 到 保持 电容 。 由 于 回路 中 的 第 二 电阻 ， 传 递 函 数 和 
极点 的 位 置 与 保持 模式 获得 的 结果 不 同 。 与 保持 模式 的 情况 相 比 ， 在 这 种 情况 下 还 
有 一 个 自由 度 : 提供 虚拟 接地 的 输入 开关 和 开关 的 导 通 电阻 可 以 独立 设置 。 从 实际 
实现 的 角度 来 看 ， 一 个 现实 的 选择 是 两 者 的 导 通 电阻 相等 。 为 了 获得 两 个 相同 的 极 
点 ， 若 假设 两 个 导 通 电阻 相等 ， 将 得 到 w, ~~3wcpw。 尽 管 与 保持 模式 相 比 要 求 似乎 
并 不 严格 ， 但 由 于 有 较 大 的 有 效 电 容 ， 采 样 模式 中 开关 的 导 通 电阻 必须 要 小 得 多 。 

在 保持 阶段 ， 开 关 电 容器 采样 保持 放大 器 作为 反馈 电路 进行 工作 ， 单 元 步骤 应 
用 于 输入 。 该 电路 的 输出 响应 是 阶 路 响应， 其 需要 时 间 来 确定 给 定 的 精度 。 保 持 时 
间 不 足 导致 的 精度 的 不 准确 会 引起 误差 ， 从 而 使 A -D 转换 器 性 能 下 降 。 如 果 稳 定 
性 是 线性 的 ， 则 误差 与 输入 成 比例 ， 结 果 是 固定 的 增益 误差 。 如 果 稳 定性 是 非 线 性 
的 ， 则 效应 是 与 信号 相关 误差 52] 。 选 择 放大 器 带宽 太 高 会 增加 放大 器 的 宽带 品 
声 ， 男 外 需要 不 必要 的 低 导 通电 阻 开 关 ， 这样 加 大 的 晶体 管 尺寸 反 过 来 又 增加 了 电 
荷 注入 。 输 出 电压 必须 满足 两 个 稳定 要 求 。 在 转换 器 做 出 决定 时 ，S/H 电路 的 输出 
信和 号 必须 分 别 稳定 在 5 位 和 8 位 精度 。 稳 定 到 完整 的 12 位 精度 可 以 与 D - A 转换 
器 的 稳定 同时 进行 ， 并 且 仅 在 残 差 放大 器 的 输入 端 需要 。 在 采样 模式 下 ， 速 度 由 所 
需 的 采集 时 间 决 定 。 对 于 S/H 电路 ,这 是 运算 放大 器 在 从 保持 模式 切换 到 采样 模 
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式 之 后 需要 在 其 输入 节点 重新 建立 虚拟 接地 的 时 间 。 当 稳定 时 间 由 运算 放大 器 增益 
带宽 wi 决定 时 ， 如 果 动 态 范围 保持 恒定 ， 则 电路 的 速度 随 着 电源 电压 的 二 次 方 而 
减 小 。 可 以 增加 运算 放大 器 传输 gw 以 补偿 带宽 损耗 。 

在 采样 阶段 ， 采 样 行为 取决 于 电路 单元 增益 带宽 和 相位 裕 度 。 但 是 在 放大 阶段 ， 稳 
定 行为 主要 取决 于 放大 器 的 闭环 时 间 常 数 。 由 于 反馈 系数 小 于 1， 所 以 放大 阶段 的 相位 
裕 度 不 是 问题 。 如 果 (Vcs -Vr) 按 满足 输出 摆 幅 要 求 确定 ， 并 且 gw [与 Co (W/L) 
成 正比 ] 按 满足 速度 要 求 确定 ，Cc 将 与 5 成 比例 。 利 用 先进 CMOS 技术 的 工 的 缩放 会 
减 小 Cc。 然 而， 噪声 主要 来 自 采样 电容 器 ， 由 于 其 对 C6 的 依赖 性 较 弱 ， 因 此 即使 采用 
缩放 技术 也 不 会 进一步 降低 电容 器 值 。 如 图 3. 6a 所 示 ， 由 于 CL 与 CH 和 寄生 电容 C, 
一 起 缩放 ， 因 此 无 论 S/ 互 电路 大 小 (Ri) 如 何 ， 最 佳 时 间 常 数 都 会 保持 常数 。 因 此 ， 
如 果 速 度 是 唯一 的 约束 ， 则 可 以 通过 缩小 电容 器 斥 寸 来 降低 功 耗 ， 直 到 速度 受 其 他 实际 
因素 ， 如 布局 、 匹 配 等 限制 。 时 间 常 数 标准 化 为 器 件 的 7，( = 1/f.ininsie )， 大 约 是 
(Cc/gm)。 随 着 转化 率 的 提高 ， 寄 生 负 载 效应 减弱 。 在 高 速 转换 器 中 ,寄生 电 容 可 以 与 
总 采样 电容 相当 。 曲 线 上 的 每 个 点 都 有 两 个 可 能 的 偏 置 条 件 ， 在 这 里 只 考虑 只 具有 正和 斜 
率 的 曲线 ， 因 为 它 是 低 功 率 解 。 





i 500.0f 
100.0f 1.0p 10.0p 100.0f L0p 10.0p 
G/F —- Cl? = 


图 3.6 a) 闭环 归 一 化 时 间 常数 对 不 同 偏 置 条 件 下 的 保持 电容 Cu 的 情况 : L= 0. 18mm, 

Cy =3CL、Cu = C。 b) 不 同 负载 和 寄生 条 件 下 的 最 佳 栅 极 电 容 Coo 与 保持 电容 Cy 

噪声 是 高 分 辨 率 S/H 电路 前 端的 重要 制约 因素 ， 因 此 必须 首先 选择 合适 的 保 
持 电 容 大 小 ， 以 便 将 其 13VC 噪声 电 平 降低 到 低 于 给 定 噪 声 要求 。 保 持 电 容 值 的 选 
择 一 方面 是 噪声 需求 ， 另 一 方面 是 速度 和 功 耗 之 间 的 折 中 。 采 样 动 作 将 T/C 噪声 
加 到 系统 中 ， 只 能 通过 增加 保持 电容 Cy 来 减 小 这 种 噪声 。 另 一 方面 ， 大 电容 增加 
了 运算 放大 器 的 负载 ， 从 而 降低 了 给 定 功 耗 下 的 单位 增益 带宽 。 因 此 ， 保 持 电容 的 
选择 值 总 是 折 中 的 。 接 下 来 ， 可 以 通过 7 - Ca 曲线 确定 给 定 速度 要 求 和 最 小 功 耗 
的 运算 放大 器 尺寸 及 其 偏 置 电流 ， 如 图 3. 6a 所 示 。 注 意 到 ， 实 现 给 定 稳 定时 间 和 和 
噪声 要 求 的 最 小 功 耗 的 低频 运行 的 (其 中 7/7, 较 大 ) C6， 通常 不 对 应 于 最 小 时 间 
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常数 点 。 这 是 因为 将 电路 的 CaXCe 固定 为 最 小 时 间 常 数 点 需要 较 大 的 C6， 这 将 导 
致 功率 增加 和 带宽 过 大 。 

然而 ， 在 给 定 技术 的 速度 极限 附近 (其 比例 7/7 较 小 ) ， 最 小 功率 点 与 最 小 时 
间 常 数 点 之 间 的 功率 差 变 得 越 来 越 小 ， 随 着 严格 的 稳定 时 间 要 求 迫使 CHXCe 达到 
最 佳 值 ， 达 到 最 大 带宽 。Cn/C6 ( 见 图 3.6b) 可 以 表示 为 Ce on =X2Cu, HP XD 
是 电路 相关 的 比例 因数 。 对 于 给 定 的 速度 要 求 和 信号 摆 幅 ， 品 声 电压 (oa) 降低 
1/2 需要 采样 电容 值 和 运算 放大 器 尺寸 增加 4 倍 。 相 反 ， 电 源 电 压 和 信和 号 摆 幅 增加 
2 倍 会 导致 S/ 也 电路 小 3/4 ， 因 此 会 使 运算 放大 功率 损耗 降低 1/2。 

这 意味 着 在 给 定 的 速度 要 求 和 电源 电压 下 ， 每 增加 一 位 附加 位 ，S/ 互 电路 的 功 
率 增加 4 倍 ， 如 图 3.7 所 示 s 注意 ， 对 于 小 的 采样 电容 值 ， 热 噪声 限制 了 SNR， 而 
对 于 大 的 采样 电容 ，SNR 受 量化 噪声 限制 ， 曲 线 平 坦 化 。 
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图 3.7 a) 不 同 采样 电容 值 和 分 辩 率 的 最 大 可 实现 SNR b) SNR 与 功 耗 
3.3.2 S/H 单元 的 匹配 





S/H 单元 的 一 致 性 受到 两 个 主 
要 误差 源 ( 见 图 3.8) 的 影响 : 制 
造 过 程 [30-232] 和 控制 信号 馈 通 的 
不 准确 性 。 虽 然 S/H 单元 在 名 义 上 
被 设计 成 相同 的 ， 但 是 组 件 匹 配 的 
程度 受到 制造 过 程 中 缺陷 的 限制 。 
电容 器 匹配 由 电容 器 板 的 面积 的 变 
化 和 电介质 的 厚度 决定 。 芯 片上 晶 
体 管 特性 的 匹配 由 阔 值 电压 、 迁 移 级 11 g2 
率 、 氧 化 物 和 栅 极 重生 电容 以 及 唱 图 3.8 3 次 交错 采样 和 保持 中 的 误差 来 源 
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体 管 栅 极 的 宽度 和 长 度 的 匹配 决定 。 

通常 ， 时 间 交 织 系 统 相关 的 采样 单元 的 不 均匀 性 的 影响 可 以 分 为 静态 ( 偏 
移 ) 和 动态 (时 间 、 增 益 和 带宽 ) 失 配 错误 033 -06] 。 静 态 失 配 会 导致 采样 和 保 
持 中 的 固定 模式 噪声 。 它 来 自 S/H 单元 的 运算 放大 器 偏 移 失调 和 电荷 注 人 不 匹 
配 。 对 于 直流 输入 ， 每 个 S/H 单元 可 以 产生 不 同 的 输出 ， 并 且 该 误差 信号 的 周 
期 是 WA ， 如 图 3. 9a 和 图 3. 11a 所 示 。 由 于 研究 的 偏 移 电压 是 CMOS RRRA 
差分 放大 器 的 偏 移 电压 ， 它 是 阔 值 电压 Vr、 宽 高 比 W/L 和 gm lias HIAR E 
3 个 术语 中 ， 该 过 程 确定 前 两 个 ， 而 第 3 个 与 偏 置 电流 的 二 次 方 根 成 比例 。 在 快 
速 关 断 条 件 下 ， 通 道 电荷 的 变化 主导 电荷 注入 失 配 gt] ， 并 且 可 以 被 建 模 为 两 
个 几何 参数 (通道 宽度 和 长 度 ) 失 配 的 一 部 分 。 两 个 不 匹配 晶体 管 的 通道 面积 8 
(WL) fy 25S 6( WL) =(W + 6W)(L + OL) - WL, 其 中 6W Fil OL 是 通道 宽度 
和 长 度 的 变化 量 。 由 于 不 均匀 电荷 注 人 导致 的 电压 误差 8, 与 采样 晶体 管 的 沟 
道 宽度 和 长 度 成 正比 ， 这 意味 着 误差 电压 的 大 小 和 输入 时 间 常 数 是 相关 的 。W/L 
较 小 的 开关 产生 较 小 的 基 座 不 匹配 ,但 限制 了 采样 单元 的 信号 带宽 。 电 荷 注入 沉 
积 在 保持 电容 器 Ca 上 ， 导 致 存储 在 电容 器 上 的 电压 出 现 误差 ， 使 其 在 WA 周期 
的 输出 处 出 现 失真 。 电荷 注 入 失 配 引起 的 基 座 电压 的 不 均匀 性 的 另 一 个 潜在 源 是 
采样 电容 的 变化 。 然 而 ， 与 采样 开关 不 匹配 的 误差 相 比 ， 通 常 该 误差 很 小 ， 因 此 
可 以 忽略 。 
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图 3.9 N=3, f, =100MS/s 
a) oa =1.5x10 一 时 和 cu =4. 5 x 10 一 的 模拟 偏 移 失 配 
b) o, = 1xl10-4 和 ce,=lx10- 时 的 模拟 时 间 失 配 


每 次 使 用 不 同 偏 移 量 采 样 时 ， 偏 移 失 配 会 使 信号 失真 。 可 以 通过 向 所 有 交织 信 
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道 发 送 具有 相同 数量 周期 的 信号 并 研究 平均 值 的 差异 来 测量 偏 移 不 匹配 。 一 旦 测量 

了 偏 移 量 ， 就 可 以 对 其 进行 补偿 ， 从 而 纠正 偏 移 误差 。 如 附录 A 所 示 ， 假 设 dy, 

n=0, 1, 2,…, N-1 是 具有 和 零 平 均值 和 标准 偏差 o 的 独立 且 相 同 分 布 的 随机 变 

量 ， 由 于 偏 移 造 成 的 杂 散 功率 密度 ， 可 以 表示 为 

~ 
可 以 用 模拟 技术 或 数字 方式 取消 时 间 交 错 系统 中 的 偏 移 失 配 。 从 系统 的 角度 来 

看 ， 在 校准 之 前 必须 测量 静态 偏 移 是 数字 方法 的 一 个 限制 [%'”]。 
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图 3.10 N=3, f. =100MS/s 
a) a, =5 x10 Alo, =7.9 x10-4 的 模拟 增益 失 配 
b) os =2.8 x10 °F oj, =2.8x10 习 时 的 模拟 带宽 不 匹配 


或 者 ， 可 以 利用 伪 随 机 信号 控制 通道 输入 信号 斩 波 ， 加 上 A -D 转换 器 输出 通 
道 的 去 除 功能 '”] 。 一 种 模拟 偏 移 消除 技术 是 采用 辅助 输入 级 来 存储 表示 运算 放大 
器 偏 移 和 电容 注入 偏 移 的 量 02] 。 在 这 种 如 打击 乐器 般 琳琅 满目 的 设计 中 ， 例 如 差 
分 信号 路 径 、 底 板 采样 、 小 反馈 开关 、 运 算 放 大 器 高 共 模 抑 制 比 ， 并 且 通 过 使 用 闭 
环 采样 架构 ， 主 要 削减 了 所 得 到 的 直流 偏 移 ， 使 得 随后 的 偏 移 不 匹配 所 需 分 辩 率 足 
够 低 。 

采样 单元 传输 特性 的 均匀 性 也 受到 通过 衬 底 的 馈 通 和 寄生 层 间 电容 的 影响 。 此 
外 ， 由 控制 信号 引起 的 公共 电源 、 接 地 、 信 号 或 信号 返回 线路 上 的 扰动 (例如 振 
铃 ) 可 能 是 S/H 单元 性 能 不 匹配 的 原因 。 因 此 ， 电 路 的 布局 被 仔细 设计 并 被 广泛 
地 屏蔽 ， 以 便 通 过 寄生 层 间 电容 和 衬 底 来 使 耦合 最 小 化 。 

前 端 采样 和 保持 时 ， 采 样 时 钟 是 连续 的 时 间 信和 号， 采样 时 刻 与 其 理想 值 的 任何 
偏差 都 会 导致 SFDR (无 杂 散 动态 范围 ) 采样 信号 中 的 电压 误差 ， 并 且 这 个 误差 等 
于 这 两 个 时 刻 之 间 的 信号 变化 。 因 此 ， 采 样 时 钟 必须 被 视 为 敏感 的 模拟 信号 并 进行 
相应 的 处 理 。 除 了 相位 中 的 随机 变化 〈 主 要 是 由 于 器 件 噪 声 和 从 电源 和 基板 耦合 
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的 随机 噪声 以 及 存在 于 芯片 上 或 电路 板 上 可 耦合 到 时 钟 上 的 信号 ) ， 时 间 交 错 的 前 
端 S/H 也 受 频率 相关 的 采样 时 间 偏 差 ( 系统 误差 、 时 钟 偏差 ) 的 影响 ， 这 主要 是 
由 于 时 钟 发 生 器 和 时 钟 线路 的 器 件 不 匹配 和 非 对 称 布局 导致 的 。 由 时 钟 偏 移 引起 的 
误差 信号 在 NA 周期 的 过 零点 处 最 大 ， 并 由 输入 频率 所 ,调制 ， 如 图 3.9b 和 3.11b 
所 示 。 如 附录 A AFAR, Bitr, n=0, 1, 2, +, N-1 是 具有 零 平 均值 和 标准 偏 
差 o, 的 独立 且 相 同 分 布 的 随机 变量 ， 由 于 时 间 不 匹配 引起 的 杂 散 功率 密度 可 以 表 
示 为 

wy ir Tye iman) 5 om 
aN T nin E 

sth, 4 是 正弦 输入 的 幅度 。 

分 布 式 S/H 电路 采样 时 钟 之 间 的 时 钟 偏差 可 以 通过 测量 其 值 并 控制 DLL 的 可 
调 延 迟 进行 校准 09] 。 然 而 ,校正 S/H 电路 之 间 的 偏差 通常 有 两 个 明显 的 缺点 : 
首先 ， 偏差 的 测量 是 复杂 的 ; 其 次 ， 延 迟 的 调整 需要 来 自 校准 硬件 和 算法 的 高 精 
度 。 或 者 ， 可 以 通过 使 用 主 时 钟 [26] 来 同步 不 同 的 采样 时 刻 和 通过 仔细 的 设计 来 匹 
配 通道 时 钟 和 输入 信号 线 D4s] 以 期 获得 所 需 精度 内 的 定时 调 校 。 在 此 设计 中 ， 遵 循 
类 似 的 方法 : 除了 对 时 钟 线 的 广泛 屏蔽 ， 线 路 长 度 的 差异 、 无 源 互 连 参 数 (如 线 
路 电阻 率 、 电 容 和 线路 尺寸 以 及 通 孔 /接触 电阻 ) 以 及 任何 有 源 时 钟 分 布 式 网 络 内 
的 缓冲 区 保持 最 小 。 

类 似 于 时 钟 偏 移 ， 如 果 每 个 S/H 单元 的 增益 不 同 ， 则 基本 误差 以 NA 的 周期 
发 生 ,， 但 是 误差 的 大 小 由 输入 频率 fi, 调 制 。 在 两 种 情况 下 (时钟 偏 移 和 增益 失 
配 ) ， 噪 声 谱 峰 在 //N +f, (IURIS. 10a 和 图 3. 12a) 。 假 设 oo，m =0, 1, 2, =, 
N -1 是 具有 零 平 均值 和 标准 偏差 o, 的 独立 且 相 同 分 布 的 随机 变量 ， 由 于 增益 失 配 
导致 的 杂 散 功率 密度 可 以 表示 为 见 附录 A) 


110.0 





Pe" (k)-= o? (3.2) 


Ce 


105.0 


100.0 + 


or=[1x10 4 1x10] 


80.0 Îsroras 


N=D… 司 





50.0 
50.0u 100.0u 800.0u 10.0m 100.0m 300.0m 
a) = b) 


图 3.11 SFDR ja) 对 于 不 同 的 入 的 偏 移 不 匹配 范围 为 oa = 1.5 x 10-4 ~4.5 x107 
b) 不 同时 间 失 配 的 f/f 比 的 范围 为 wx =1 x10~* ~1 x107 
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spur A? = —jkn(22/N) 2 A? 2 
Pere) = 5l $ ane = nie (3.3) 
n=0 


增益 和 定时 偏 移 不 匹配 将 对 信号 产生 类 似 的 影响 。 通 过 纯 观 察 ， 不 可 能 通过 增 
益 或 时 间 误 差 来 区 分 信号 是 否 失真 。 分 析 潜 在 行为 的 一 种 可 能 的 方法 是 改变 输入 频 
率 ， 例 如 增益 误差 不 会 随 着 输入 频率 的 变化 而 变化 ， 但 时 间 误 差 随 着 采样 频率 的 增 
加 而 线性 增加 。 增 益 和 定时 偏 移 误差 也 会 在 每 个 采样 点 带 来 误差 。 

然而 ， 与 偏 移 误差 相反 ， 这 些 误差 的 大 小 取决 于 采样 信号 的 相 人 位。 例如， 如果 
信号 在 其 过 零点 附近 采样 ， 则 增益 误差 较 小 ， 如 果 在 峰值 附近 采样 ， 则 增益 较 大 。 
增益 不 匹配 可 以 通过 测量 参考 电 平 并 将 其 存储 在 存储 器 中 进行 数字 校准 。 可 以 使 用 
这 些 测量 的 参考 电 平 来 恢复 理想 的 输出 代码 [2] 。 然 而 ， 通 过 尺寸 标定 使 运算 放大 
器 的 开 环 直流 增益 足够 大 ， 其 失 配 的 影响 被 抑制 在 量化 噪声 电 平 以 下 。 通 过 仔细 地 
设计 尺寸 和 布局 ， 实 现 了 满足 12 位 电 平 的 电容 器 匹配 ， 具 体 也 取决 于 工艺 过 程 。 

S/H 单元 的 内 部 电容 Cc、 跨 导 gm 、 导 通电 阻 Re 、 保 持 电容 Cy 以 及 后 续 级 的 
输入 电容 和 反 冲 噪声 随机 变化 ， 就 像 在 一 个 S/H 单元 所 见 ， 降 低 输 出 SFDR 稳定 行 
为 和 电路 增益 带宽 积 不 同 。 该 误差 以 NA 的 周期 发 生 , 但 是 频率 和 幅度 相关 的 误差 
的 大 小 由 寄生 噪声 频谱 在 fAN + 处 的 输入 频率 语调 制 ( 见 图 3.10b 和 图 3. 12b)。 
RE bn, n=0, 1, 2,…, N -1 是 具有 和 零 平 均值 和 标准 偏差 o 的 独立 且 相 同 分 布 
的 随机 变量 ， 由 单 极 系统 中 的 带宽 失 配 引起 的 杂 散 功率 密度 可 以 表示 为 ( 见 附录 A) 
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图 3.12 SFDR 与 a) Z N 的 增益 不 匹配 范围 为 w。 =7.9x1074~5 x107 
b) 不 同 带宽 不 匹配 范围 为 wy =2.8 x10-3 ~2.8 x107? 
si 21S, maon | ASS 
Prt (k) = a | bee jate TIA (3.4) 
通过 严格 增加 带宽 ,信号 频率 带宽 失 配 的 影响 变 小 。 由 于 这 个 原因 ， 每 个 S/H 
单元 的 带宽 已 经 选择 为 大 于 仅 在 查看 信号 衰减 时 需要 的 带宽 。 
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3.3.3 电路 设计 


3.3.3.1 带 增 益 辅 助 的 折价 共 源 一 共 栅 放 大 器 

S/H 电路 的 最 大 速度 和 功 耗 很 大 程度 上 是 由 运算 放大 器 决定 的 。 通 常 ， 放 大 器 
开 环 直流 增益 限制 了 放大 器 输出 的 稳定 精度 ， 而 放大 器 的 带宽 和 转换 速率 决定 了 最 
大 时 钟 频 率 。5S/H 电路 中 的 运算 放大 器 有 一 些 独 特 的 要 求 ， 其 中 最 重要 的 是 输入 阻 
抗 ， 它 必须 是 纯 电 容 的 ， 以 保证 电荷 的 保存 。 因 此 ， 运 算 放 大 器 输入 必须 是 公共 源 
或 源 跟随 器 结构 。S/H 电路 的 男 一 个 特征 是 放大 器 输出 端的 负载 ， 通 常 是 纯 电 容 ， 
因此 放大 需 输 出 阻抗 可 能 很 高 。 单 独 驱 动容 性 负载 的 好 处 是 不 需要 输出 电压 缓冲 
器 。 另 外 ， 如 果 所 有 的 放大 器 内 部 节点 具有 低 阻 抗 ， 只 有 输出 节点 具有 高 阻抗 ， 则 
放大 器 的 速度 可 以 达到 最 大 。 不 幸 的 是 ， 具 有 很 高 输出 阻抗 的 输出 级 通常 提供 不 了 
大 信和 号 摆 幅 。 

最 终 的 稳定 精度 受到 有 限 放大 器 直流 增益 的 限制 。 精 确 的 稳定 误差 不 仅 取决 于 
增益 ， 还 取决 于 利用 放大 器 的 电路 中 的 反馈 因数 。 一 种 广泛 使 用 的 改善 直流 增益 的 
方法 是 基于 局 部 负 反 馈 .*"3"15,16] 。 除 了 该 共 源 一 共 机 调节 之 外 ， 还 提出 了 用 于 
增加 直流 增益 的 其 他 技术 。 已 经 研究 出 了 基于 正 反 馈 的 增益 提升 "3]。 在 文献 
[167] 动态 偏 置 中 ， 运 算 放 大 器 电流 在 稳定 阶段 结束 时 减 小 ， 用 于 增加 直流 增益 。 
因为 电流 减少 可 以 降低 晶体 管 gps ， 同 时 增加 了 直流 增益 。 通 过 增加 额外 的 增益 级 
来 调节 共 源 一 共 栅 晶体 管 "1 的 栅 极 电压 ， 放 大 器 的 直流 增益 可 以 增加 几 个 数 
量 级 。 

放大 器 带宽 和 放大 器 向 负载 电容 器 提供 的 有 限 的 电流 限制 了 稳定 时 间 。 因 此 ， 
输出 速度 不 能 比 转换 速率 更 快 。 设 计 放 大 器 时 ， 负 载 电容 是 已 知 的 ， 可 以 从 最 大 电 
EBER use 和 时 钟 周期 Ts 计算 所 需 的 转换 速率 : SR = 好 nevVTs。 常 用 的 经 验 法 则 
是 建议 稳定 时 间 的 1/3 应 用 于 转换 ， 导 致 大 为 6， 所 需 的 转换 电流 为 KR = (KV ma 
CL)/Ts。 它 线性 相关 于 时 钟 频 率 ， 而 获得 放大 器 带宽 所 需 的 电流 具有 二 次 相关 性 。 

为 了 在 闭环 配置 中 使 用 放大 器 ， 其 频率 响应 应 该 接近 单 极 响应 。 因 此 ， 单 位 增 
益 频率 下 的 相位 裕 度 也 对 建立 时 间 有 影响 ， 并 且 基 于 这 种 要 求 进行 n 沟 道 器 件 和 Pp 
沟 道 器 件 输入 对 之 间 的 选择 。 由 于 低 p 沟 道 器 件 的 跨 导 ，P 沟 道 器 件 的 输入 结构 
( 见 图 3. 13) 提供 了 较 低 的 增益 带宽 积 〈CniXCr)， 但 最 高 的 非 主导 极点 (gwws/ 
C1) 在 折 全 的 节点 与 n 沟 道 器 件 级 联 设备 相关 (晶体管 Ts 光源 ) 。 另 一 方面 ， 利 
HH n 沟 道 器 件 输入 对 给 出 较 高 的 增益 带宽 乘积 ， 但 非 支配 极 低 。 可 以 使 用 前 馈 电容 
器 以 高 频 绕 过 共 源 一 共 机 晶体管， 以 提高 相位 裕 度 '!%”-*]。 原 则 上 ， 该 技术 产生 
一 个 零 ， 其 用 于 消除 与 共 源 一 共 栅 节点 相关 联 的 极点 。 然而， 不 可 能 将 这 个 零 精 确 
地 放 在 极点 的 顶部 。 因 此 ， 存 在 足够 紧密 的 极 -= 零 对 ， 也 就 是 双 峰 ， 已 知 其 在 阶 路 
响应 中 引入 缓慢 稳定 分 量 "”1。 可 以 并 行使 用 n 沟 道 器 件 输入 对 和 沟 道 器 件 输入 
对 ， 将 压 摆 率 提高 1/3 (总 耗 电量 相同 ) 。 然 而 ， 同 时 会 增加 输入 电容 和 热 噪声 并 
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降低 非 主导 极 。 





图 3.13 带 增 益 辅助 放大 器 的 折合 级 联 放 大 器 


在 全 差分 放大 器 中 ， 共 模 电压 电 平 不 会 自动 确定 。 为 了 将 其 设置 为 想 要 的 电 
F, 输入 级 提供 了 由 同一 电源 连接 的 两 个 额外 的 晶体 管 Ti 和 Taz 组 成 的 共 模 电路 ， 
其 栅 极 连接 到 输入 端 所 需 的 共 模 参考 电压 Yes， 它们 的 漏 极 接地 D%] 。 如 果 存 在 输 
出 和 输入 之 间 的 正直 流 反馈 ， 则 调节 输出 端的 fu。 电 平 ， 使 得 输入 端的 Ven BPE 
Tu 和 Tiz 的 栅 极 处 等 于 Vs。 如 果 输 入 端的 Vem HLA EFL, W T, 和 T, 中 的 共 模 电 
流 降低 ， 并 被 Ti 和 Ti 接地 。 结 果 是 Ts 和 Te 中 的 共 模 电流 增加 拉 低 了 输出 端的 
Vn 电 平 。 该 解决 方案 的 优点 是 输出 端的 共 模 范围 不 受 调节 电路 的 限制 ,并且 可 以 
非常 接近 轨 对 轨 行 为 。 

输出 级 的 晶体 管 有 3 个 约束 : 一 个 输出 分 支 中 晶体 管 的 饱和 电压 之 和 必须 匹配 
由 于 提供 的 电压 和 期 望 的 输出 电压 摆 幅 之 间 的 差异 导致 的 余 量 ; 第 二 ， 级 联 晶体 管 
Ts 6 的 跨 导 必须 足够 高 ， 以 便 提 高 共 源 一 共 栅 的 输出 电阻 ， 从 而 允许 足够 高 的 直流 
增益 。 最 后 ， 有 效 负载 Ti.4 和 To,10 的 饱和 电压 必须 最 大 化 ， 以 减少 输出 级 的 额外 
噪声 影响 。 这 些 考量 强调 了 将 饱和 电压 拟 合 到 电压 余 量 中 并 使 噪声 影响 最 小 化 的 折 
中 。 一 个 很 好 的 妥协 是 使 级 联 晶体 管 大 于 有 源 负 载 : 以 这 种 方式 ， 使 级 联 晶体 管 的 
跨 导 最 大 化 ， 提 高 直流 增益 ， 同 时 降低 其 饱和 电压 ， 从 而 在 不 超过 电压 裕 量 前 提 下 
为 有 源 负载 提供 更 大 的 饱和 电压 。 

通过 使 晶体 管 更 大 ， 运 算 放 大 器 单位 增益 频率 ol (IE 3. 14a) 可 以 增 大 
gml， 然 而 这 并 不 一 定 意味 着 更 快 的 运算 放大 器 。 寄 生 电 容 Ce 也 增加 了 ， 因 此 反 
TAM =Cu/ (Cy +C, +C) Br), MER w, =pw' 被 推 向 较 低 的 频率 。 因 此 ， 
存在 gm 增加 和 Ce 之 间 的 权衡 。 这 表明 存在 输入 对 的 最 佳 尺 寸 ， 通过 避免 使 输入 
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电容 在 反馈 因数 上 占 主 导 地 位 ， 使 运算 放大 器 的 跨 导 最 大 化 〈 见 3.3.1 节 )。 
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0.0 
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a) 频率 /Hz 一 一 b) 频率 /Hz 一 一 > 
图 3.14 a) 具有 辅助 增益 放大 器 的 折 秋 共 源 一 共 栅 放大 器 
的 开 环 频率 响应 b) 单个 晶体 管 的 噪声 贡献 


放大 器 中 所 有 器 件 的 总 噪声 通常 被 看 作 结 合成 为 放大 器 输入 端的 一 个 电压 源 。 
假设 噪声 源 是 不 相关 的 ， 则 总 噪声 被 作为 各 个 输入 参考 噪声 源 的 二 次 方 和 的 二 次 方 
根 获得 。 放 大 器 第 一 级 器 件 的 噪声 贡献 最 明显 ( 见 图 3. 14b) ， 通 常 其 余 级 的 噪声 
可 以 被 忽略 ， 因 为 它 被 先前 的 电压 增益 衰减 。 放 大 器 输入 对 的 输入 参考 噪声 通过 增 
加 器 件 的 跨 导 、 增 加 电流 或 增加 器 件 的 宽 高 比 来 降低 。 然 而 ， 最 后 一 种 方法 的 影响 
被 噪声 过 量 因数 y 的 增加 部 分 抵消 。 当 涉及 放大 器 输入 时 ， 用 作 第 一 级 中 的 电流 源 
(或 反射 镜 ) 的 晶体 管 的 噪声 电压 乘 以 器 件 本 身 的 跨 导 ， 并 除 以 被 输入 晶体 管 的 跨 
导 ， 这 再 次 表明 输入 对 跨 导 最 大 时 噪声 最 小 。 而 且 可 以 通过 减少 电流 源 的 跨 导 来 进 
一 步 减少 。 由 于 电流 通常 由 其 他 要 求 设 定 ， 唯 一 的 可 能 性 就 是 降低 器 件 的 长 宽 比 。 
这 导致 栅 极 过 驱动 电压 的 增加 ， 其 作为 积极 的 副作用 也 降低 了 y。 应 注意 ， 过 驱动 
电压 等 于 Yos,sAr。 因 此 ， 以 低 电 源 电压 获得 低 噪 声 是 困难 的 ， 特 别 是 对 于 输出 信 
号 摆 幅 不 大 Ts,sAT 的 单 级 放大 器 。 增 加 工 以 避免 短 通道 效应 也 是 可 能 的 ， 但 是 通 
过 恒定 的 长 宽 比 ， 它 会 增加 寄生 电容 ， 从 而 降低 放大 器 带宽 。 串 联 晶体 管 不 会 对 品 
声 产生 重大 影响 ， 因 为 它们 的 噪声 电压 通过 底层 电流 源 的 高 输出 阻抗 变换 为 电流 。 
3.3.3.2 自 举 电路 

在 标准 CMOS 技术 中 ，MOS 晶体 管 的 国 值 电压 与 电源 电压 不 相关 ， 当 MOS m 
体 管用 作 低 电压 开关 时 ， 它 成 为 一 个 重大 问题 。 当 信号 幅度 大 时 ， 精 度 和 信号 带宽 
受到 失真 的 限制 ， 这 是 因为 导 通 电阻 不 恒定 但 随 着 漏 极 和 源 极 电压 的 函数 变化 。 如 
果 Vns 小 ， 则 导 通 电阻 表示 为 Re =L/[ UC W(Vos -Vr)]。 在 等 式 中 ， 可 以 识别 两 
个 不 同 的 信号 相关 项 : 第 一 个 和 主要 的 是 栅 极 - 源 极 电压 Ves; 第 二 个 是 源 极 体积 
相关 的 阔 值 电压 V+。 尽 管 大 晶体 管 开关 可 用 于 最 坏 情况 的 Vi 设计， 开关 寄生 电容 
可 以 显著 地 过 载 电 路 的 输出 。 因 此 ， 可 增加 Vos- Vr 是 实现 低 导 通 电阻 开关 而 不 增 
加 太 多 寄生 电容 。 
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有 两 种 方法 允许 增加 该 栅 极 电压 驱动 : 一 种 方法 是 通过 在 该 过 程 中 包含 额外 的 
低 阔 值 晶 体 管 来 减 小 V+， 尽管 将 增加 流程 复杂 性 ; 另 一 种 方法 是 通过 使 用 芯片 产 
生 并 提供 的 大 的 电源 驱动 芯片 上 的 所 有 开关 来 增加 Ves， 但 潜在 的 问题 包括 通过 共 
享 电 源 对 一 些 敏感 节点 进行 可 能 的 串扰 ， 并 且 难 以 估计 驱动 所 有 开关 总 的 电荷 消耗 
使 得 这 个 方法 被 排除 。 

避免 主要 的 非 线性 源 的 另 一 个 可 行 的 解决 方案 是 使 开关 栅 - 源 极 电压 恒定 ， 通 
过 使 机 极 电 压 跟踪 具有 偏 移 Aur in 的 电压 源 ， 其 最 大 值 等 于 电源 电压 来 实现 。 这 
种 在 此 设计 中 实现 的 技术 被 称 为 自 举 !9] 。 在 这 种 情况 下 ， 图 3. 15 所 示 的 自 举 电路 
驱动 使 用 相同 时 钟 的 每 个 开关 ， 以 避免 通过 时 钟 线 串 扰 的 问题 。ATur in 可 以 用 开关 
电容 产生 ， 该 开关 电容 在 每 个 时 钟 周期 中 被 预 充电 。 在 晶体 管 不 导 通 的 时 钟 阶段 ， 
开关 电容 器 预 充 电 到 AV oer in。 要 打开 电源 ， 电 容 在 输入 电压 和 晶体 管 栅 极 之 间 
切换 。 





图 3.15 自 举 电 路 提升 时 钟 电压 


电容 器 值 的 选择 要 尽 可 能 小 地 为 面积 考虑 ， 但 要 足够 多 地 考虑 将 负载 充分 充电 
到 期 望 的 电压 电 平 。 要 在 负载 下 有 足够 快 的 上 升 和 下 降 时 间 为 原则 来 选择 设备 尺 
才 。 由 开关 器 件 Tio 的 栅 极 电容 和 由 自 举 电路 与 开关 器 件 之 间 的 互 连 而 引起 的 任何 
寄生 电容 构成 负载 。 因 此 ， 在 布局 中 优先 考虑 使 自 举 电路 和 开关 之 间 的 距离 最 小 或 
插入 屏蔽 保护 。 自 举 电 路 的 输出 波形 如 图 3. 16a 所 示 。 

HFR Tio 接 通 时 ， 其 栅 极 电压 Fe 大 于 模拟 输入 信号 V, 一 个 固定 差 值 ， 为 
Vor in = Vpp。 昌 然 施加 到 栅 极 的 绝对 电压 可 能 超过 正 输入 信和 号， 但 是 任何 端子 - 
端子 器 件 电压 都 不 超过 Vpp。 单 相 时 钟 clk 打开 并 关闭 开关 Ti。。 在 关闭 阶段 ，clk 
是 低 信 号 ， 开 关 栅 极 会 通过 Ti 和 Tiz 接 地 放电 。 同 时 ，Ts MT, 作为 电容 器 连接 的 
晶体 管 Ti 施加 了 pp ， 对 于 晶体 管 Ts， 它 们 在 接 通 阶段 充当 栅 极 和 源 极 上 的 电池 。 
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Ts Al Ty 在 充电 时 将 开关 与 电容 隔离 。 当 clkn 变 高 时 ，Te 拉 下 Ts KAR, RIFE 
池 电 容器 的 电荷 流 到 Tio 的 门 上 。 这 将 打开 Te M Too To 允许 Tio 的 栅 极 跟踪 在 Tio 
的 源 极 处 施加 的 输入 电压 总 p ， 并 保持 栅 源 电压 恒定 ， 而 不 管 输入 信号 如 何 。 为 了 
本 部 分 的 完整 性 ， 总 S/H 电路 的 输出 波形 如 图 3. 16b 所 示 。 





0.0 200.0n 4000n 6000n 8000n 10u 1.20 
a) ts: -一 一 入 






b) is = 


图 3.16 a) 自 举 电路 输出 b) S/H 输出 


3.4 多 步 A -D 转换 器 级 设计 


3.4.1 粗略 量化 


为 了 最 大 化 子 D - A 转换 器 输出 的 稳定 时 间 ， 即 实现 高 转换 速度 ， 粗略 A -D 
转换 器 应 能 够 在 S/H 电路 对 输入 进行 采样 并 进入 保持 模式 后 ， 尽 快 将 其 输出 提供 
到 子 D -A 转换 器 。 因 为 这 样 提供 了 最 高 的 吞吐 率 ， 所 以 几乎 无 一 例外 ， 并 联 多 步 
A -DD 转换 器 的 粗略 A - D 转换 器 都 为 快速 型 " -1 。 如 2.1 节 所 述 ， 在 快速 架构 
中 ， 模 拟 信号 与 A -D 转换 器 的 每 个 阔 值 电压 同时 与 一 组 比较 器 电路 进行 比较 。 阐 
值 电 平 通常 通过 电阻 将 一 个 或 多 个 参考 电压 分 成 一 系列 等 间隔 的 电压 来 产生 ， 这 些 
电压 又 被 施加 到 每 个 比较 器 的 一 个 输入 端 。 所 有 快速 转换 器 的 缺点 都 源 于 比较 髓 数 
量 对 分 辨认 的 指数 依赖 性 。 所 需 比较 器 个 数 为 2"“'， 其 中 入 是 A -DD 转换 器 的 分 
辨 率 ， 如 此 多 的 比较 器 导致 了 各 种 有 和 害 的 影响 :大 的 芯片 尺寸 意味 着 高 成 本 ， 多 的 
器 件数 量 导致 产量 较 低 ， 复 杂 的 时 钟 和 分 布 明显 增加 了 电容 负载 ， 在 S/H 电路 中 
驱动 粗略 A — D 转换 器 需要 大 输入 电容 和 降低 SAH 中 动态 线性 度 的 高 功 耗 ， 由 于 大 
的 数字 开关 电流 引起 的 高 电源 噪声 和 通过 电阻 梯形 参考 电路 时 由 比较 器 输入 偏 置 电 
流 流动 引起 的 阔 值 电压 的 明显 误差 ， 这 些 因素 使 得 实现 高 达 8 位 的 快速 转换 器 非常 
困难 ， 特 别 是 在 需要 低 功 耗 的 情况 下 。 

如 果 应 用 超 范围 ， 则 粗 A - D 转换 器 的 精度 要 求 等 于 其 有 效 级 分 辨 率 。 低 分 辨 
率 快速 A -DD 转换 器 的 性 能 主要 受 限 于 比较 器 的 精度 ， 其 次 受 参考 精度 的 限制 。 为 
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了 缓解 大 输入 电容 的 问题 ， 模 拟 输入 和 每 个 参考 电压 之 间 的 差 值 可 以 在 每 个 前 置 放 
大 器 的 输出 端 进行 量化 ， 这 是 因为 前 置 放大 器 的 有 限 增益 〈 非 零 线性 输入 范围 ) 。 
这 表明 在 前 置 放大 器 的 输出 之 间 插值 可 以 增加 快速 级 的 等 效 分 辩 率 :1 。 图 3. 17 
的 插值 技术 大 大 降低 了 输入 电容 (从 2" 一 到 2 Niterpolation ) 功 耗 和 快速 转换 器 的 
面积 ， 同 时 保持 了 架构 的 一 步 性 ， 因 为 所 有 的 信号 都 同时 到 达 了 锁 存 器 的 输入 ， 因 
此 可 以 在 一 个 时 钟 沿 进行 捕获 。 


插值 前 
置 放大 


inp inn 






Wie Veti) 





第 一 级 9 个 第 二 级 17 个 
前 置 放 大 器 前 置 放 大 器 33 个 比较 器 


a) b) 


图 3.17 a) 插值 原理 b) 粗略 A-D 转 换 器 中 的 插值 


插值 一 般 可 以 视 为 根据 过 零点 而 不 是 直接 幅度 量化 的 A -D 转换 , 本 质 上 ， 插 
值 会 向 快速 转换 阶段 的 一 组 输入 /输出 特性 增加 的 零点 。 插 值 原理 利用 了 前 置 放大 
器 非 理想 性 。 当 输入 电压 超过 参考 电压 时 ， 并 非 立 即 从 低 电 平 切换 到 高 电 平 ， 它 们 
或 多 或 少 地 以 线性 方式 在 有 限 范围 内 跟随 输入 信号 。 只 要 输出 信号 零点 的 位 置 保持 
不 变 ， 前 置 放大 器 输出 信号 中 包含 的 信息 就 不 受 影响 ， 因 此 转换 器 的 精度 也 不 受 影 
响 。 通 过 从 前 向 后 缩放 模拟 预 处 理 链 中 的 放大 器 ， 也 可 以 在 给 定 的 增益 /带宽 约束 
条 件 下 优化 整体 功 耗 。 

前 置 放大 器 的 增益 可 以 降低 驱动 比较 器 的 前 置 放 大 器 的 功 耗 以 及 所 需 的 精度 ， 
从 而 降低 比较 器 的 功 耗 。 通 过 它们 的 并 行 特性 ， 由 快速 转换 器 消耗 的 功率 增加 所 需 
的 量化 级 数 。 因 此 ， 对 于 第 一 个 阶 数 ， 每 增加 一 位 分 辨 率 功率 都 以 指数 方式 增加 2 
倍 〈 见 图 3. 18 ) 。 功 耗 和 采样 率 之 间 的 关系 取决 于 使 用 的 工艺 和 用 于 改变 电路 速度 
的 方法 。 电 路 的 功率 是 固定 的 外 部 电容 Cia 〈 不 考虑 晶体 管 宽度 、 内 部 或 芯片 外 
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的 任何 电容 ) ALOR EIB foc max) ， 也 就 是 某 个 因数 (4 ~50) FRE fr (I 
13.19). 4 fs WRF Ssmo t WESS 成 正比 。 当 用 品 体 管 W 放大 的 本 征 电 
容 Crad BNF Cea 时 ， 会 发 生 这 种 情况 。 当 Coad E Cixea 大 得 多 时 ， 渐 近 行为 
使 后 接近 所 (wax)。 在 这 种 情况 下 ， 功 率 增加 导致 fs 的 增 量 减少 ， 而 且 从 功率 利用 
的 角度 来 看 效率 低下 。 当 Cead TF Csxea 时 ， 这 两 种 情况 之 间 的 过 渡 或 一 亏 平衡 点 
就 会 产生 。 在 功率 -速度 效率 方面 ， Pi 为 最 佳 功率 点 。 最 小 功 耗 受到 给 定 速度 和 
精度 的 技术 质量 匹配 的 限制 。 
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图 3. 18 a) 作为 不 同 转换 器 分 辩 率 的 固有 前 置 放大 器 电容 的 函数 ， 
闪 速 转换 器 中 的 总 电容 Cu =x, (2" -1) * Cin att 


b) 对 于 不 同 转换 器 分 辩 率 ， 内 插 前 置 放大 器 电容 的 插值 转换 器 的 总 电容 
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图 3.19 a) 根据 Pu =CyVinf, FES, =60MS/s 下 闪 速 转换 器 的 总 功 耗 作为 
不 同 转换 器 分 辩 率 的 固有 前 置 放 大 器 电容 的 函数 b) 插值 转换 器 的 总 功 耗 按照 
Pu = Cir Vonf. Æ f, = 60MS/s 下 作为 不 同 转换 器 分 辨 率 的 固有 前 置 放 大 器 电容 的 函数 


5 位 粗略 A -DD 转换 器 的 精度 要 求 仅 限于 6 位 ， 因 为 精细 A - D 转换 器 能 够 纠 
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正高 达 半 个 子 范围 的 误差 。 在 总 体 A -D 转换 器 的 实现 中 ， 将 来 自 S/H 电路 的 差分 
输出 与 静态 梯形 参考 电路 进行 比较 以 获得 粗 量化 。 为 了 能 够 将 两 个 信号 与 一 个 静态 
参考 信号 进行 比较 ， 一 个 比较 器 是 必要 的 ， 它 不 在 零点 的 位 置 而 在 某 个 参考 电压 下 
具有 跳 变 点 。 因 此 ， 预 放大 器 使 用 4 个 输入 : 两 个 输入 连接 到 S/H 电路 模拟 输出 ， 
两 个 输入 连接 到 参考 梯 。 通 过 为 每 个 前 置 放大 器 使 用 不 同 的 参考 ， 将 产生 所 有 过 零 
点 。 出 现在 差分 放大 器 的 最 大 非 线性 误差 得 以 最 小 化 ， 这 个 放大 器 参考 电压 是 与 输 
入 电压 最 远 和 前 置 放大 器 的 非 线性 误差 ， 前 置 放大 器 有 着 与 差分 放大 器 的 参考 电压 
最 接近 输入 电压 ， 并 负责 A -D 转换 。 

在 该 第 一 级 前 置 放 大 器 之 后 ， 应 用 内 插 法 并 通过 来 自 相 邻 前 置 放大 器 的 输出 信 
号 的 组 合 产生 额外 的 过 零点 。 内 插 适 用 于 亚 微米 技术 的 实现 ， 因 为 前 置 放 大 器 不 需 
要 具有 准确 的 增益 、 高 线性 度 或 大 的 输出 摆 幅 ， 并 且 可 以 简化 以 得 到 最 大 速度 
( 见 图 3.20)。 再 次 使 用 内 插 法 ( 见 图 3. 22a) ， 这 些 放大 器 驱动 33 个 比较 器 。 每 
个 比较 器 将 数字 代码 编码 之 前 的 SAH 电路 输出 电压 之 差 与 参考 电压 的 差 进 行 比 
较 。 由 于 这 种 转换 技术 只 需要 静态 直流 参考 ， 所 以 它 自 然 没 有 RC 延迟 。 与 运算 放 
大 器 一 样 ， 最 重要 的 比较 器 规格 是 偏 移 、 增 益 、 速 度 、 功 耗 以 及 噪声 和 失 配 的 抗 扰 
性 。 由 于 非常 小 的 晶体 管 被 优选 以 最 小 化 功率 和 面积 ， 所 以 比较 器 不 可 避免 地 对 于 
较 大 的 偏 移 量 是 敏感 的 。 为 了 减轻 比较 器 偏 移 电压 对 A - D 转换 器 线性 度 的 影响 ， 
已 经 开发 了 诸如 插值 前 置 放 大 器 号] 、 自 动 归 零 刀 或 数字 背景 校准 5] 几 种 方案 。 在 
3.21 所 示 的 全 差分 比较 器 中 ,实现 了 低 偏 移 ， 因 此 作为 4 种 措施 的 结果 没有 偏 
移 补 偿 。 由 于 前 置 放 大 器 电路 中 的 信号 放大 ， 输 入 信号 相对 较 大 。 电 流 -电压 转换 
的 大 跨 阻 在 电压 判定 电路 的 输入 端 引 起 大 的 LSB 电压 。 两 相 时 钟 方案 ”减少 了 增 
加 偏 移 的 器 件 的 数量 ， 最 后 选择 适当 的 ga 比率 进一步 减少 输入 参考 偏 移 。 由 于 没 
有 偏 移 补偿 ， 时 钟 频 率 会 很 高 。 





图 3.20 粗略 A-D 转 换 器 前 置 放 大 器 的 晶体 管 级 实现 
a) 第 一 级 b) 第 二 级 c) 偏 置 电路 
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图 3.21 a) 比较 器 示意 图 b) 比较 器 偏 置 电 路 
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图 3.22 a) 前 置 放大 器 第 一 和 第 二 级 的 一 些 插值 信号 b) 比较 器 转换 
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由 输入 电流 - 电压 转换 和 随后 的 电压 判定 电路 组 合 产生 的 电流 输入 锁 存 器 有 高 
速度 和 低 偏 移 的 特性 。 通过 钳 位 电流 -电压 转换 电路 中 的 输入 电压 摆 幅 并 优化 再 生 
电路 的 设计 来 实现 高 速度 。 当 elk 为 高 电 平时 ， 电 路 输出 的 判定 取决 于 输入 信号 。 
时 钟 的 再 生动 作 与 前 置 放大 器 的 组 合 导致 判定 电路 的 不 平衡 ， 迫 使 电路 进入 由 Vo 
和 Vs ) 确 定 输出 的 状态 。 

当 clk 为 低 电 平时 ， 交 又 耦合 的 逆 变 器 与 判断 电路 隔离 ， 并 且 在 clk 切换 为 低 
电 平 瞬间 比较 器 停止 比较 并 记 住 输入 状态 。 电 流 流 经 闭合 复位 开关 T s, ， 人 迫使 前 两 
个 逻辑 状态 电压 相等 。 在 输入 阶段 结束 决定 之 后 ， 最 终 在 节点 9 和 4w 之 间 建立 与 
输入 电压 差 成 比例 的 电压 〈 见 图 3. 22b) 。 该 电压 将 作为 后 续 判 定 间隔 的 初始 不 平 
衡 。 锁 存 器 的 运行 速度 由 再 生 时 间 常 数 7 = Ca/ (gw + Bap) 确定 ， 其 中 gm 是 Ts 
HEF, gapt Til,iz 的 跨 导 ，Cu 为 9 和 4w 处 的 总 电容 。 开关 Ts 的 长 度 应 尽 可 能 
小 ， 因 为 它 增加 了 寄生 结 电容 并 且 可 以 引入 意 想不到 的 增益 (g/gn) 。 然 而 ， 其 宽 
度 应 足够 大 以 在 复位 阶段 结束 时 复位 节点 g 和 gn 来 防止 迟滞 。 由 于 二 极 管 连接 的 
晶体 管 Ti0 限 制 了 判定 电路 的 结果 ， 在 决策 过 程 中 ， 它 们 被 关闭 。 在 比较 器 的 输 
出 端 ， 放 置 两 个 反 相 器 Tos 25 和 Ty4.z6 来 缓冲 该 信息 并 产生 数字 信号 。 


3.4.2 精细 量化 


粗略 量化 器 以 低 分 辩 率 数字 化 输入 信和 号， 并 将 结果 数字 值 应 用 于 重 构 D -A 转 
换 器 。 然 后 从 S/H 电路 的 保持 级 输出 中 减 去 D - A 转换 器 的 模拟 输出 ， 形 成 残 差 信 
号 。4 个 残 差 信号 连接 到 4 个 精细 缓冲 器 ， 其 将 信号 施加 到 精细 A - D 转换 器 中 的 
两 个 变化 阶梯 电阻 串 的 顶部 和 底部 。 尽 管 8 位 精细 A - D 转换 器 的 全 并 行 系统 CR 
速 ) 实现 将 提供 一 步 操作 ， 但 需要 大 量 比较 器 ， 从 而 使 此 架构 被 废弃 。 另 一 方面 ， 
折 释 和 插值 技术 已 被 证 明 是 中 等 分 辩 率 下 高 带宽 信和 号 数字 化 的 有 效 方 法 "2 。 
3.4.2.1 HERR 

两 步 A — D 转换 器 通过 将 N 位 量化 分 割 成 两 个 较 低 分 辨 率 的 量化 来 获得 效率 
( 见 图 3.234). HÆ A -D 转换 器 的 目的 是 用 简单 的 模拟 电路 形成 残 差 信号 ， 从 而 
避免 了 对 粗略 量化 器 、D - A 转换 器 和 附带 驱动 部 件 的 需要 。 在 如 图 3. 23b 所 示 的 
这 种 实现 方式 中 ， 由 模拟 折 县 电路 产生 的 低 动 态 范围 残 差 信号 直接 驱动 精细 量化 
器 。 除 了 残 差 信号 不 是 从 粗略 量化 器 的 输出 结果 产生 ， 折 笃信 号 类 似 于 分 步 A -D 
转换 器 中 的 残 差 信号 。 然 而 ， 由 于 残 差 信 号 的 周期 性 质 ， 来 自 精细 量化 器 的 数字 输 
出 是 不 明确 的 ， 并 且 粗 略 量化 器 仍然 是 必要 的 ， 以 确定 量化 器 输入 信号 所 在 折 释 电 
路 传送 特性 的 周期 。 由 于 并 行 性 ， 实 现 了 高 转换 率 。 折 释放 大 器 的 开 环 设计 也 使 转 
换 器 速度 提高 。 

理想 的 折 琶 操作 将 输入 信和 号 以 周期 的 方式 映射 成 连续 的 线性 段 。 模 拟 折 硬 电 路 
的 输入 -输出 特性 可 以 通过 其 包含 的 线性 分 段 或 折 秋 进行 参数 化 。 粗略 量化 器 基本 
上 用 作 指 向 输入 值 所 在 折合 段 的 指针 ， 从 而 确定 最 高 有 效 位 ， 而 精细 部 分 用 于 解析 
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图 3.23 a) 两 步 分 区 b) Presb 


折 琶 器 输出 端的 电压 范围 。 用 折 倒 因数 Fr) 即 输入 被 折 秋 的 线性 段 的 数量 ,来 
确定 粗略 和 精细 指针 阐 值 的 分 辨 率 。 对 于 粗略 指针 ， 其 分 辨 率 为 n =logzFr， 而 精 
细 指 针 需 要 2"/FF 阐 值 ， 因 此 其 分 辩 率 为 n = log, (2"/Fp) 。 

如 果 简 单 的 模拟 电路 可 以 轻松 实现 所 表示 的 分 段 线性 输入 -输出 特性 ， BBA 
于 图 3. 23b MART A - D 转换 器 是 可 能 的 。 锯 齿 形 转化 特性 由 于 其 不 连续 性 
而 不 容易 实现 。 在 这 些 不 连续 的 点 处 ， 转 换 速 率 应 该 是 无 限 大 的 ， 因 此 优选 三 角形 
特征 。 然 而 ， 完 美 线性 三 角形 曲线 很 难产 生 ， 其 角 部 趋 于 变 圆 。 为 了 解决 这 个 问 
题 ， 并 行使 用 两 个 折 敬 电路 来 产生 具有 仔细 计算 的 相互 偏 移 的 两 个 折合 信号 ， 从 而 
保证 至 少 一 个 信号 在 所 有 输入 的 合理 线性 区 域 中 运行 ， 如 图 3. 24a MR ETRE 
信号 只 能 在 其 使 用 的 区 域内 保持 线性 。 同 样 值得 注意 的 是 ， 当 使 用 两 个 信号 时 ， 要 
检测 的 了 u 的 范围 继续 减少 72。 这 表明 每 个 折 肥 信号 需要 区 分 的 电压 电 平 的 数量 
可 以 互 换 到 使 用 的 折 礁 信号 的 数量 。 然 而 ， 在 实践 中 ， 使 用 差分 折 丢 设计 ， 折 笃信 
号 对 于 过 零点 周围 的 小 部 分 是 线性 的 。 因 此 ， 这 个 并 行 折 革 信号 的 思路 可 以 进一步 
扩展 到 过 零 检测 方案 。 如 图 3. 24b 所 示 ， 随 着 更 多 的 折 生 信号 被 并 行使 用 ， 每 个 需 
要 折 生 信号 保持 线性 的 区 域 减少 。 最 终 ， 如 果 折 番 信 号 相对 于 输入 电压 缩减 到 只 有 
一 个 LSB 的 相互 偏 移 时 ， 就 使 用 过 零点 的 位 置 来 确定 码 转 换 ， 而 不 是 检测 折 和 友信 
号 中 的 电压 电 平 。 

这 种 利用 过 零 检测 的 方案 比 电 压 电 平 检测 更 可 靠 ， 因 为 它 不 需要 极端 线性 化 的 
信号 。 只 要 比较 器 可 以 确定 折 全 信号 ,信号 的 形状 就 不 那么 重要 了 。 图 3.25 以 3 
位 分 辩 率 为 例 表示 了 过 零 检测 和 电压 电 平 检测 之 间 的 差异 。 随 着 使 用 更 多 的 折合 信 
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号 ， 它 开始 施加 限制 ， 因 为 每 个 折 芭 信号 需要 不 同 的 折 全 放大 器 。 因 此， 相关 联 的 
硬件 将 增加 ， 复 杂 性 和 功 耗 将 与 闪 速 转换 器 相当 。 











图 3.24 a) 使 用 第 二 个 折 和 信号 克服 拐角 区 域 的 非 线性 
b) 使 用 4 个 折 共 信号 进一步 收缩 每 个 折合 信 号 所 需 的 线性 区 域 








a) b) c) 


图 3.25 a) 平行 折合 b) 过 零 检测 方案 ， 其 中 过 零点 的 位 置 用 于 确定 代码 转换 ， 
这 减轻 了 需要 完美 线性 信号 的 问题 c) 电压 电 平 检测 方案 ,其 中 将 线性 信号 
与 参考 电压 (Vi ~ Vr) 进行 比较 以 确定 码 转换 


3.4.2.2 折价 和 插值 A -D 转换 器 的 设计 

从 功率 角度 看 ， 折 麦 块 中 的 前 置 放大 器 级 比 给 定 速度 的 比较 器 消耗 更 多 的 功 
率 ， 原 因 有 两 个 : 由 于 时 间 折 全 器 中 的 nn 个 前 置 放 大 级 ， 折 释 块 的 输出 节点 电容 大 
约 比比 较 器 电容 大 n/2 倍 ， 并 且 折 熏 块 的 带宽 需要 比 n/2 倍 的 比较 器 高 约 n/2 45 
输入 信号 频率 乘 以 折 炙 动作 。 根 据 折 鳃 转换 器 的 先前 描述 ， 具 有 m 个 最 高 有 效 位 
和 /个 最 低 有 效 位 的 m +1 位 转换 器 需要 2” -1 个 MSB 比较 器 ， 每 个 块 2” VTE 
和 2! -1 AHARI LSB 比较 器 。 从 图 3. 26 中 可 以 清楚 地 看 到 ， 折 番 转 换 器 消耗 
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更 多 的 功率 ， 并 且 比 常规 闪 速 转换 器 慢 。 为 了 提高 折 释 转换 器 的 性 能 ， 使 用 插值 生 
成 一 半 以 上 的 折 番 波形。 由 于 只 有 过 零点 很 重要 ， 因 此 插值 波形 可 以 代替 折 著 块 波 
形 ， 同 时 允许 将 其 移 除 。 尽 管 在 这 种 情况 下 仅 消 除 一 个 块 ， 但 是 在 8 次 折 秋 的 情况 
下 ， 可 以 使 用 插值 来 去 除 7 个 块 中 的 3 个 ， 从 而 随 着 折 共 次 数 的 增加 而 节省 一 半 的 
功率 和 面积 ， 进 而 产生 比 办 速 转换 器 更 有 利 的 功率 性 能 。 因 此 ， 大 多 数 折 番 转换 器 
使 用 经 过 修改 的 架构 ， 用 于 低 失真 加 上 插值 ， 以 减少 功率 和 面积 。 
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3.26 a) 折 生 和 插值 转换 器 中 的 总 电容 Clu 作 为 不 同 转换 器 分 辩 
率 的 固有 前 置 放大 器 电容 的 函数 b) 折 共 和 插值 转换 器 中 的 总 功 耗 是 以 fs =60MS/s 
为 基础 的 P= Cu Vow fs 作为 不 同 转换 器 分 辨 率 和 折 伙 因数 的 固有 前 置 放大 器 电容 的 函数 


如 之 前 所 述 ， 折 和 倒 和 插值 A -D 转换 器 基于 过 零点 确定 数字 输出 代码 转换 。 因 
此 ,为 了 提高 A - D 转换 器 分 辨 率 ， 必 须 在 输入 范围 内 创建 更 多 的 过 零点 。 可 以 通 
过 增加 输入 端的 折 又 放大 器 的 数量 来 实现 这 一 点 。 然 而 ， 这 种 方法 将 增加 更 多 的 并 
行 性 ， 也 就 是 伴随 着 功率 上 和 速度 上 的 亏损 。 折 释放 大 器 对 于 匹配 的 品 体 管 也 非常 
敏感 ， 这 又 会 影响 A -D 转换 器 的 性 能 。 增 加 零 交 叉 数 量 的 另 一 种 方法 是 增加 插值 
因数 ， 然 而 这 种 方法 有 一 些 缺 点 : 首先 ， 输 出 需要 更 精细 的 比较 器 ， 这 导致 功 耗 增 
Wm, 面积 更 大 ， 速 度 性 能 下 降 ; 第 二 ， 如 文献 [184] 所 说 ， 由 插值 产生 的 信号 与 
原始 折 肥 信号 产生 振幅 失 配 。 通 过 插值 获得 的 折 笃 信号 仅 提供 过 零点 附近 的 理想 折 
受信 号 的 良好 近似 。 插 值 信号 本 身 具 有 不 同 的 幅度 和 和 斜率。 尤其 当 插值 因数 大 于 2 
时 ， 幅 度 不 匹配 导致 过 零点 的 位 移 。 另 外 一 个 解决 问题 的 可 能 方案 是 在 插值 之 前 增 
ms Meas PHT BA 

PRIM, CEPT ERK AE PHA KZ 225d SAT RB HO ito FFE 
Ay Br es ST A IT RK a PE EE AT TS e 
压 差 。 差 分 对 的 gw WATT REE, SRK ae Se a EP AR TI 
KÆRE, DCE DT EE AA TSR a AY BE Mi ST. BAR, BURST 
AO 减轻 了 gw He EY a, 18 BT AB BAR 
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的 频率 进行 ， 考 虑 到 精细 A -DD 转换 器 设计 规格 ， 其 继承 的 速度 -精确 度 -面积 - 
时 间 相对 于 市 场 的 妥协 不 能 保证 选择 。 

精细 A -D 转换 器 的 架构 概况 如 图 3.27 所 示 。 由 于 在 3.2 节 所 述 的 精细 A -D 转换 
器 中 采用 误差 校正 ， 所 以 必须 从 残留 信号 (精细 转换 器 的 输入 信号 ) 中 产生 附加 的 所 
需 范 围 。 后 面 将 对 此 进行 介绍 ， 通 过 利用 双 残 差 技术 ， 精 细 A - D 转换 器 将 不 具有 固定 
的 参考 电压 。 通 过 使 用 两 个 电阻 梯 的 插值 产生 精细 转换 的 过 零点 。 
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图 3.27 Sree Ad (EAM A - D 转换 器 的 概念 示意 图 ，MSB 生成 未 显示 


为 了 减少 功 耗 和 电容 负载 ， 在 折 琶 前 置 放 大 器 的 前 面 放置 了 两 级 插值 前 置 放 大 
器 〈 由 第 一 级 的 9 个 和 第 二 级 的 17 个 前 置 放 大 器 组 成 ， 类 似 于 之 前 描述 的 粗略 量 
化 器 插值 前 置 放 大 器 ) 。 在 第 一 级 前 置 放大 器 的 输出 端 ， 在 两 个 相 邻 前 置 放大 器 的 
差分 输出 电压 之 间 产 生 附 加 的 插值 、 过 零点 ， 如 图 3. 28a 所 示 。 第 二 插值 级 由 dir 
信号 控制 ，dir 信号 根据 梯形 电流 的 方向 从 高 变 为 低 。 第 一 个 折 又 级 由 33 MT I 
大 器 组 成 。 这 些 放 大 器 产生 一 个 钟 形 信号 ( 见 图 3.28b)， 它 们 插值 以 产生 额外 的 
HÆ, WA 3. 29 所 示 。 

第 一 和 第 二 前 置 放大 器 级 、 折 释放 大 器 差分 对 和 偏 置 电路 的 晶体 管 级 实现 如 图 
3. 30 所 示 。 为 了 更 详细 地 说 明 实 现 的 折 释 原理 ， 请 参考 图 3. 31 Hames 
原理 实例 。 在 典型 的 折 礁 实例 中 ， 差 分 对 的 输入 连接 到 转换 器 输入 电压 和 由 电阻 梯 
产生 的 参考 电压 。 交 义 连接 每 个 其 他 差分 对 的 输出 产生 该 折 释 的 周期 性 传输 特性 ， 
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图 3.29 a) 折 释 编码 器 输入 端的 钟 形 信号 b) 信号 插值 


如 图 3. 24 所 示 。 文 件 夹 的 当前 输出 通过 负载 电阻 转换 成 电压 。 以 这 种 方式 实现 的 
传输 特性 类 似 于 图 3. 23 所 示 的 理想 传输 特性 ， 但 其 峰值 变 平 ， 如 果 要 解决 折 秋 的 
完整 输出 范围 ， 则 会 导致 整个 A -D 转换 器 的 响应 过 度 失 真 。 这 种 舍 人 问题 通过 偏 
移 平 行 折 生 解决， 其 中 过 零 检测 取代 了 精确 的 电 平 量化 。 平 行使 用 折 释 块 可 提高 
A -DD 转换 器 的 分 辨 率 ， 也 不 会 增加 系统 的 折 琶 率 。 所 有 折 释 块 具有 完全 相同 的 模 
拟 行为 ， 尽 管 它们 使 用 稍微 偏 移 的 参考 电压 。 随 着 折 共 数量 的 增加 ， 在 每 个 折 秋 处 
需要 解决 的 级 别 数量 对 于 给 定 的 整体 分 辩 率 而 成 比例 地 减少 。 尽 管 使 用 简单 的 平行 
折合 将 导致 大 量 的 折 秋 以 获得 足够 的 分 辨 率 ， 这 本 身 将 导致 大 输入 电容 ,但 是 插值 
技术 可 以 使 其 达到 可 接受 的 水 平 。 

理想 情况 下 ， 折 又 放大 器 应 具有 分 段 线 性 传输 特性 ,但 由 于 折合 放大 器 中 不 同 
差分 对 之 间 的 不 匹配 ， 每 个 线性 段 的 斜率 可 能 不 同 。 然 而 ， 不 同 电路 元 件 之 间 的 失 
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配 会 导致 输出 过 零点 中 意 想 不 到 的 漂移 ， 并 且 似 乎 是 差分 对 的 偏 移 。 和 恒定 电流 源 的 
电流 差异 、 尾 部 电流 与 其 理想 值 的 偏差 、 差 分 对 的 偏 移 、 参 考 电压 的 非 线性 分 布 以 
及 输出 负载 之 间 的 失 配 等 误差 有 助 于 每 个 折 和 县 单元 的 等 效 输入 偏 移 。 然 而 ， 由 于 前 
置 放 大 器 的 增益 ， 折 麦 放 大 器 的 差分 对 中 的 偶 移 只 有 有 限 的 影响 。 可 以 使 用 具有 较 
小 尺寸 的 晶体 管 来 限制 折 丢 块 输出 节点 处 的 总 电容 ， 并 且 因 此 确保 折 县 预 处 理 过 程 
有 大 的 带宽 。 

另外 ， 前 置 放大 器 的 增益 可 以 实现 折 倒 器 的 大 型 nsAr， 这 又 可 以 在 低 电 源 电 
压 下 进行 折 释 。 因 此 ， 折 三 只 需要 差分 对 ， 这 样 就 提供 了 简单 、 快 速 和 低 电 源 电压 
兼容 的 解决 方案 〈 见 图 3. 30) 。 折 笃 输 入 输出 特性 意味 着 折 县 输出 端的 信号 带宽 将 





图 3.30 精细 A-D 转换 放大 器 的 晶体 管 级 实现 
a) 第 一 插值 级 b) 第 二 捅 值 级 前 置 放大 器 c) 折 释 放大 器 差分 对 d) 偏 置 电路 
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大 于 输入 端的 信号 带宽 。 第 二 ， 折 番 放 大 器 和 插值 器 的 转换 速率 也 应 该 足够 大 ， 以 
防止 信号 偏 移 。 大 带宽 和 压 氛 率 都 需要 较 大 的 偏 置 电流 。 带 宽 限制 以 3 种 方式 影响 
em, 衰减 波形 ; @ 引 入 群体 延误 ; 图 改变 过 零点 的 相对 位 置 。 在 实际 
实现 中 ,使 用 简单 的 放大 来 补偿 衰减 ， 而 不 影响 过 零点 的 位 置 ， 而 组 延迟 仅仅 是 折 
又 输出 的 整体 延迟 ， 不 影响 转换 器 的 线性 。 然 而 ， 过 零点 的 剩余 位 移 与 用 于 对 输入 
信和 号 进行 采样 的 阔 值 的 变化 相对 应 ， 并 因此 在 转换 过 程 中 引入 非 线 性 。 在 折 丢 输出 
端 ， 滤 波 器 的 带宽 越 窗 ， 位 移 越 严 重 ， 从 而 信号 的 失真 变 得 越 来 越 严 重 。 如 有 果 折 县 
放大 器 (或 其 他 模拟 预 处 理 块 ) 的 带宽 不 够 大 ， 高 频 内 部 信号 将 导致 动态 性 能 的 
下 降 。 负载 折 释 的 输出 节点 的 电容 由 下 一 级 的 输入 电容 和 差分 对 晶体 管 漏 极 的 寄生 
电容 组 成 。 后 者 可 能 相当 重要 1'*-"*| 。 终 端 电 阻 和 折 千 输出 端的 电容 形成 了 对 输 
出 波形 进行 过 滤 的 带宽 限制 网 络 。 为 了 应 对 模拟 带宽 限制 ， 采 用 了 一 种 运算 放大 
器 (中 。 跨 导 级 的 输入 和 输出 阻抗 都 是 /gw， 并 且 变 低 ， 因 此 模拟 带宽 增加 了 一 
个 因数 gmR。 另 外 一 个 优点 是 其 低 输 出 阻抗 ， 有 利于 驱动 下 一 个 阶段 。 

折 释 放大 器 的 低 欧姆 输出 outp 和 outn 连接 到 电阻 插 补 梯 。 电 阻 " 1、 电 
HO RARUS 捅 值 可 用 于 产生 额外 的 折 和 至 。 在 电流 插 补 模式 中 ， 插 值 电流 用 共 
源 一 共 栅 电流 镜 分 成 与 电流 镜 尺寸 成 比例 的 小 股 电流 ， 并 且 相 加 以 形成 精细 电流 分 
I), SRT, WERE ( 即 电流 镜 ) 的 电流 偏 移 导致 插值 的 过 零点 的 误差 。 大 
的 沟 道 长 度 是 有 利 的 ， 因 为 它 产生 较 大 的 有 效 栅 极 电压 ， 这 使 得 阔 值 偏 移 值 相对 于 
信号 输入 而 不 太 明 显 。 与 电压 插 补 模式 相 比 ， 电 流 模式 插 补 电路 的 延迟 变化 小 得 
多 。 在 有 源 插值 中 ， 图 3. 31 的 折 革 放大 器 的 差分 对 被 实现 插值 差分 对 的 4 个 晶体 
管 结构 所 取代 。 两 个 额外 晶体 管 的 漏 极 和 源 极 连接 到 原始 差分 对 的 漏 极 和 源 极 。 在 
作为 两 个 输入 信和 号 的 函数 的 输出 电流 中 ,在 两 个 输入 信号 的 过 零点 之 间 实 现 零 
交叉 。 





- 图 3.31 a) 典型 和 b) 具有 第 二 级 前 置 放大 器 的 折 春 原理 


另 一 方面 ， 电 阻 插 补 提供 了 相对 于 电流 插值 更 简单 并 且 功率 效率 更 高 的 解决 方 
案 。 在 电阻 插值 中 ， 两 个 插值 折 秋 波形 的 线性 部 分 必须 延伸 到 彼此 的 过 零点 ， 以 避 
免 插值 折 共 波形 中 的 误差 。 可 插值 区 域 是 折 秋 波形 线性 区 域 的 一 半 。 为 了 提高 电阻 
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插值 的 线性 度 ， 几 种 基于 电阻 网 格 "8 2] 和 平均 "29] 的 技术 是 可 用 的 。 然 而 ， 
这 种 架构 中 的 常见 问题 是 需要 超 范围 比较 器 来 保持 转换 边缘 的 线性 度 。 文 献 
[170] 中 的 电路 技术 允许 减少 超 范围 比较 器 的 数量 ， 尽 管 该 技术 依赖 于 将 终端 电 
阻 与 超 量程 块 的 输出 电阻 匹配 。 然 而 ,插值 的 特殊 情况 是 两 次 插值 ， 其 中 非 线性 不 
影响 插值 过 零点 的 精度 ， 所 以 插值 折 炙 波形 长 度 对称 并 且 形 状 相同 ， 因 此 在 该 设计 
中 使 用 。 另 外 ， 与 较 高 的 插值 因数 相 比 ， 两 次 插值 减少 了 延迟 差异 ， 这 是 由 每 个 比 
较 器 的 输入 端子 返回 到 插值 器 的 不 同 阻抗 引起 的 ， 同 样 ， 这 也 放宽 了 带宽 限制 。 使 
用 两 次 插值 ， 来 自 下 一 个 源 的 32 个 互补 信号 转换 为 64 个 过 零点 ， 可 以 驱动 对 应 于 
6 个 最 低 有 效 位 的 64 个 差分 比较 器 。 为 了 区 分 对 应 于 相同 折 和 县 信号 输出 的 8 个 可 
能 的 输入 电压 ， 超 范围 信号 被 施加 到 另外 4 个 比较 器 以 产生 两 个 最 高 有 效 位 。 两 级 
所 有 比较 器 类 似 于 3.2 节 (ILE 3.32) 中 描述 的 比较 右 。 





图 3.32 a) 实施 的 比较 示意 图 b) 比较 器 偏 置 电 路 


源 极 跟随 器 电路 的 低 输 出 阻抗 可 以 直接 驱动 电阻 。 由 每 个 电阻 梯 上 的 源 极 跟随 
器 偏 置 电 流产 生 的 直流 电压 降 定 义 为 差分 满 量程 范围 的 一 半 ， 因 此 通过 改变 梯形 偏 
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置 电流 来 控制 量化 器 输入 范围 。 两 个 梯形 电路 的 每 个 输出 端子 都 必须 遵循 输入 信和 号 
的 完全 偏 移 ， 然 而 由 于 负载 梯 的 比较 器 的 分 布 式 RC 延迟 ， 较 低 的 端子 缓慢 地 趋 于 
稳定 。 然 而 ， 信 号 插 补 减少 了 梯形 电路 上 的 电容 负载 。 


3.5 中间 级 设计 和 校准 


3.5.1 子 D -A 转换 器 设计 


在 完成 粗略 决定 并 生成 温度 计 代码 之 后 ， 结 合 异 或 门 的 组 合 比 较 温 度 计 代 码 的 
每 两 个 相 令 位。 然后 就 打开 了 开关 和 矩阵 中 相应 的 开关 ， 从 静态 电阻 参考 梯 中 选择 一 
个 特定 的 子 范围 sub。 假 设 选择 sub (n)， 如 图 3. 33a 所 示 ， 通 过 切换 适当 的 开关 ， 
选择 最 接近 差分 输入 信号 的 4 个 参考 信和 号。 这些 参考 信和 号 与 差分 输入 信和 号 组 合 在 一 
起 ， 以 产生 两 个 残 差 信和 号 的 差分 对 : resA =inp -refA; nresA = inn -nrefA; nresB = 
inp - refB; resB =inn -nrefB。 两 对 残 差 信 号 分 别 都 连接 到 两 个 电阻 梯 的 输入 和 输 
出 端 ， 如 之 前 所 述 。 信 号 从 sub (n) BH sub (n +1)。 一 对 参考 信号 (refB 
ennref B) 通过 开关 保持 连接 ， 而 另 一 对 参考 信号 (refA en nrefA) 改变 了 端子 。 
如 图 3. 33b 所 示 ， 粗 略 比较 器 中 的 粗略 A — D 转换 器 不 匹配 或 不 够 稳定 会 转换 为 量 
化 误差 ,并 且 显 示 为 导致 漏 码 的 量化 步 长 的 位 置 的 偏 移 。 如 3. 2 节 所 述 ， 超 范围 和 
数字 校正 的 使 用 已 经 成 为 应 对 这 些 错 误 的 有 效 手段 !”" 由 ,1 。 为 了 产生 这 个 超 范 
围 ， 精 细 A -D 转换 器 不 使 用 与 粗略 判定 相同 的 参考 ， 它 连接 到 移动 了 半 个 子 范围 
的 参考 端子 ， 如 图 3. 33c 所 示 。 


sub(n) sub (n+1) 


粗略 等 级 。 粗略 等 级 
Coot. EEEEER 


粗略 等 级 。 粗略 等 级 
粗略 等 级 。 粗略 等 级 





a) b) c) 


图 3.33 a) 参考 信号 的 切换 和 残 差 信号 的 产生 b) 信号 切换 时 具有 粗略 A -D 转换 器 误差 ， 
无 超 范围 c) 具有 超 范围 和 残 差 信号 的 超 范围 信号 切换 
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残 差 信号 对 生成 方式 与 上 述 方法 类 似 。 残 差 信号 具有 范围 内 的 部 分 也 有 欠 量 程 
和 超 范 围 部 分 。 当 粗略 A -D 转换 器 发 生 错 误 时 ， 子 范围 之 外 仍然 存在 精确 的 比较 
器 来 量化 此 级 别 。 通 过 适当 延迟 阶段 输出 位 重 又 相 加 来 进行 超 范围 电 平 的 重建 : 精 
细 级 的 MSB 被 添加 到 粗略 级 的 LSB。 粗 略 阶段 的 LSB 不 被 校正 ， 这 表明 粗略 阶段 
必须 是 没有 超 范围 的 完全 快速 。 由 于 超 范围 校正 造成 的 硬件 过 剩 非常 小 ， 在 精细 阶 
段 里 ， 比 较 器 的 数量 有 所 增加 ， 但 是 在 D -A 转换 器 中 ， 只 需要 几 个 额外 的 开关 。 然 
而 ， 随 着 比较 器 规格 同时 放松 ， 面 积 和 功率 最 小 化 产生 积极 的 影响 。 对 于 数字 域 中 的 
重 构 ， 只 需要 一 个 小 的 加 法 器 。 值 得 注意 的 是 ，S/H 操作 、 子 D - A 转换 和 相 减 的 残 
差 必须 达到 等 于 多 步 A -DD 转换 器 的 总 分 辩 率 的 精度 要 求 。 因 此 ， 多 步 A -D 转换 器 
的 分 辨 率 受到 子 D -A 转换 器 的 精度 (例如 ， 稳 定性 和 部 件 匹 配 ) 的 限制 。 

在 标准 CMOS 工艺 中 ， 可 以 通过 几 种 方式 ， 例 如 基于 二 进 制 加 权 电 流 源 ?1 或 
通过 使 用 MOS 开关 的 R -2R 梯 中 的 电流 划分 来 进行 中 等 分 辨 率 子 D - A EHR! 。 
电阻 梯形 架构 是 迄今 为 止 最 简单 的 D -= A 转换 器 实现 。 此 外 ， 只 要 开关 元 件 设计 正 
确 ， 并 且 与 其 他 架构 相 比 ，DNL 相对 较 低 ， 它 们 本 质 上 是 单一 的 。 电 阻 串 D -A 转 
换 器 本 质 上 是 串联 的 一 组 相同 的 电阻 器 ， 顶 部 电阻 连接 到 电源 ， 底 部 电阻 连接 到 地 
( 见 图 3. 34) 。 根 据 其 与 电源 的 接近 度 每 个 电阻 之 间 的 节点 具有 不 同 的 电压 ， 并 且 
通过 在 数字 信号 上 使 用 温度 计 或 二 进 制 解码 ， pee a A 
拟 电压 。 电 阻 元 件 的 数量 决定 了 电阻 梯形 D =- A 转换 器 的 分 辨 率 , nii D -A 转换 
器 需要 带 有 2" 个 电阻 的 电阻 串 。 

在 高 速 运行 中 ， 端 子 处 的 寄生 电容 产生 电压 毛刺 。 这 个 瞬 变 必须 在 给 定 的 时 间 
内 稳定 到 给 定 的 精度 ， 最 坏 的 情况 是 在 中 间 点 发 生 ， 其 中 等 效 的 尺 值 是 总 电阻 加 
开关 导 通 电阻 的 一 半 。 这 种 瞬 态 会 导致 D - A 转换 器 依赖 信号 稳定 性 ， 并 可 能 转化 
为 谐 波 失真 。 因 此 ，R 值 设计 得 足够 小 ， 以 致 最 坏 情 况 下 的 瞬 态 稳定 在 12 位 精度 
内 。 然 而 ， 通 过 确定 产生 的 参考 电压 的 总 体 精度 的 各 个 电阻 器 的 不 匹配 来 设置 R 
值 的 限制 。 文献 [217] 假设 电阻 值 正 态 分 布 ， 平 均值 为 R， 标 准 偏差 ca， 最 大 不 
匹配 cn/R 为 <0.1%， 并 允许 5 位 分 辩 率 和 12 位 精度 。 
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图 3.34 BPH D- 人 转换 器 
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3.5.2 残 差 放 大 器 


3.5.2.1 偏 移 校准 

通过 使 各 个 分 级 分 辩 率 的 总 和 大 于 总 分 辨 率 ， 构 建 具 有 对 分 量 非 理想 性 (e 
较 器 偏 移 等 ) 的 大 容 差 多 步 A -D 转换 器 。 因 此 ， 转 换 精度 仅 依赖 于 残 差 信 号 的 精 
度 ; 另 一 方面 ， 转 换 速 度 主 要 由 残 差 放大 器 的 稳定 速度 决定 。 当 通过 数字 校正 算法 
消除 宛 余 时 ， 也 可 以 用 它 来 消除 阶段 间 偏 移 对 整体 线性 的 影响 1 。 然 而 ， 残 差 放 
大 器 的 增益 误差 仍然 很 重要 ”1 。 阶 段 间 累 积 增益 减 小 了 电路 非 理想 性 的 影响 ， 如 
后 期 的 噪声 、 非 线性 和 偏 移 对 整体 转换 精度 的 影响 。 考 虑 图 3. 35a 所 示 的 多 步 A - 
D 转换 器 中 的 经 典 单 残 差 处 理 。 残 差 放大 器 中 的 增益 误差 可 以 缩放 残 差 信号 的 总 范 
围 ， 当 应 用 于 任何 非 零 残 差 时 ， 会 导致 模拟 输入 到 下 一 级 的 误差 ， 导 致 残 差 信号 不 
适合 精细 A - D 转换 器 范围 。 如 果 精 细 A -了 转换 器 级 的 模拟 输入 误差 超过 2 中 的 
一 个 部 分 (其 中 7 是 残 差 放大 器 增益 误差 后 剩余 的 分 辩 率 ) ， 则 会 导致 转换 误差 ， 
从 而 导致 非 单调 或 漏 码 ”1 ， 而 且 这 不 能 通过 数字 校正 去 除 。 如 果 精 细 转 换 器 的 参 
考 值 与 残 差 信号 的 增益 相同 ， 则 该 转换 误差 是 可 以 减 小 的 “21"?]， 尽 管 它 仍 将 
可 实现 的 精度 限制 在 10 位 左右 。 

为 了 克服 这 种 限制 ， 如 图 3. 35b 所 示 的 双 残 基 处 理 投入 使 用 [4] 。 根 据 粗略 量 
化 决定 ， 第 一 和 第 二 残 差 放大 器 分 别 通过 模拟 信号 与 最 近 的 和 第 二 近 量 子 化 级 之 间 
的 差 信号 。 通 过 将 两 个 残 差 信号 传递 到 后 续 阶 段 ， 由 于 两 个 残 基 的 总 和 等 于 两 个 量 
化 级 之 间 的 差异 ， 所 以 关于 量化 步 长 精确 大 小 的 信息 得 到 传播 。 因 此 ， 两 个 残 差 放 
大 器 的 绝对 增益 并 不 重要 ， 只 要 两 个 残 差 放 大 器 匹配 并 具有 足够 的 信号 幅度 来 克服 
比较 器 有 限 的 分 辩 率 。 通 过 利用 双 残 基 技术 ， 精 细 A -D 转换 器 没有 固定 的 参考 电 
压 。 在 概念 上 ， 双 残 基 系 统 可 以 被 认为 是 像 在 两 个 子 范围 边缘 产生 过 零点 的 两 个 
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a) b) 


图 3.35 a) 单 残 基 信 号 处 理 b) 双 残 基 信 号 处 理 
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放大 器 。 考 虑 到 这 一 点 ， 比 较 器 额外 要 求 的 过 零点 可 以 通过 电阻 插值 来 产生 。 因 
此 ， 总 之 ， 应 用 增益 之 前 的 信号 路 径 中 的 主要 误差 贡献 是 S/H 电路 、 参 考 梯 、 开 
关 单元 中 的 开关 和 残 差 放 大 器 的 偏 移 。 花 费 足 够 的 功率 来 满足 S/H 电路 的 噪声 和 
线性 要 求 ， 并 且 参 考 梯 电 阻 器 的 匹配 对 于 12 位 电 平 是 足够 的 。 由 于 开关 和 矩阵 中 的 
开关 是 简单 的 CMOS 开关 ,设计 为 具有 足够 低 的 导 通 电阻 ， 为 残 差 放 大 器 上 的 参考 
信号 的 12 位 稳定 提供 足够 的 带宽 ， 残 差 放 大 器 上 的 偏 移 仍然 是 唯一 的 精度 限制 组 
件 。 因 此 ， 应 用 偏 移 校准 保持 残 差 放大 器 的 速度 ， 同 时 实现 12 位 线性 要 求 。 

大 们 已 经 提出 来 各 种 使 A -D 转换 器 级 传递 函数 中 的 不 连续 性 达到 最 小 化 或 校 
正 的 校准 技术 名 ,5%207209 211) 每 个 步骤 附带 的 不 匹配 和 错误 可 以 被 平均 化 ,或 
者 可 以 测量 和 校正 其 幅度 。 在 本 书 中 包括 的 模拟 校准 方法 是 在 模拟 电路 中 对 分 量 值 
进行 调整 或 补偿 的 技术 ， 而 校正 系数 的 计算 和 存储 可 以 是 数字 化 的 。 当 系统 中 没有 
空闲 时 间 来 更 新 系数 时 ， 校 准 测量 必须 在 后 台 运 行 ， 而 不 会 中 断 正 常 操作 。 通 常 ， 
背景 校准 技术 4%5,%,28 -201 通 过 添加 硬件 或 软件 与 前 台 方 法 相同 的 算法 来 开发 ， 
以 执行 对 正常 操作 透明 的 校准 系数 测量 。 应 用 于 残留 放大 器 的 混合 信号 斩 波 和 校准 
技术 64] 是 一 种 这 样 的 技术 ， 其 中 使 用 CMOS 技术 的 数字 处 理 能 力 来 提取 来 自 A -D 
转换 器 输出 的 偏 移 。 

由 于 双 残 差 信号 处 理 的 切换 方式 ， 两 个 放大 器 的 偏 移 将 对 传输 曲线 产生 影响 。 
如 图 3. 36 所 示 ， 给 出 了 A -D 转换 器 的 INL 曲线 中 的 确定 性 重复 模式 。 因 此 ， 通 
过 在 A -D 转换 器 的 输出 处 的 常规 数字 信号 观察 ， 可 以 在 数字 域 中 测量 偏 移 量 。 偏 
移 是 随机 确定 的 ， 它 可 以 为 任何 值 。 然而， 对 整体 偏 移 的 影响 可 以 分 为 两 个 部 分 : 


输出 至 数 
字 解 码 器 





res SUB(n-1) SUB(n) SUB(n+1) 


图 3.36 具有 残 差 放大 器 偏 移 的 A - D 转换 器 的 传输 曲线 
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AEL V ommon = (Vomea + Votren )/2] 对 于 两 个 放大 器 来 说 是 相等 的 和 差分 分 量 
[Vae = (Vorea Voisas )/2] ， 这 也 是 相等 的 ， 但 是 符号 相反 。 公 共 偏 移 分 量 降低 
了 精细 A -D 转换 器 的 超 范围 能 力 ， 这 导致 粗略 A -D 转换 器 中 较 小 的 允许 偏 移 。 
然而 ， 差 分 偏 移 分 量 直 接 降低 了 两 步 A -D 转换 器 的 非 线性 度 。 总 补偿 回路 如 图 
3.37 所 示 。 应 用 斩 波 方法 31 提取 公共 和 差分 偏 移 分 量 ， 并 且 将 残 差 放大 器 的 偏 移 
与 A -D 转换 器 的 输入 信号 的 直流 值 进 行 区 分 。 一 般 来 说 ,动态 偏 移 消除 技术 可 以 
分 为 自动 归 零 和 斩 波 技术 [22] 。 它 们 之 间 的 根本 区 别 是 偏 移 处 理 。 虽 然 自 动 归 零 原 
则 首先 测量 偏 移 量 并 在 下 一 个 相位 中 减 去 偏 移 量 ， 但 是 斩 波 将 偏 移 调 制 到 较 高 的 频 
率 。 可 以 发 现 这 两 种 基本 偏 移 消除 技术 的 许多 衍生 产物 ， 如 相关 双 采 样 b22] 、 斩 波 
稳定 、 作 为 自动 归 零 技术 和 同步 检测 的 示例 的 自 校准 运算 或 两 路 或 三 路 信号 方 
法 [23]， 斩 波 放大 器 、 斩 波 稳 定 和 动态 元 件 匹 配 (DEM) 作为 斩 波 技术 的 例证 。 
自动 归 零 技术 及 其 衍生 技术 的 主要 特征 是 偏 移 消除 分 两 个 阶段 完成 。 偏 移 量 的 测 
量 、 采 样 和 放大 阶段 ， 从 输入 信号 中 减 去 采样 偏 移 并 进行 放大 。 然 而 作为 采样 过 程 
的 结果 ， 高 频 分 量 被 折 回 到 较 低频 率 ， 因 此 热 噪声 基底 因 放 大 器 的 单位 增益 带宽 与 
自动 调 零 频率 之 比 5221 而 增加 。 在 斩 波 技术 中 ， 输 入 信号 被 调制 到 斩 波 频率 ， 被 放 
大 并 调制 回 较 低 的 频率 。 偏 移 仅 调 制 一 次 ， 出 现在 斩 波 频率 及 其 奇 次 谐 波 中 。 然 后 
通过 低 通 滤波 器 去 除 这 些 频率 分 量 。 与 自动 调 零 放 大 器 的 白 噪声 分 量 增加 相反 ， 斩 
波 放大 器 的 低频 噪声 几乎 等 于 宽带 热 噪声 ， 假 设 斩 波 频率 高 于 1/f 噪声 拐角 频率 。 
斩 波 技术 的 较 低 噪声 是 使 用 该 技术 校准 残 差 放大 器 的 主要 原因 。 


S/H 信号 





参考 信号 


参考 信号 


图 3.37 补偿 回路 


在 残 差 放 大 器 放大 后 ， 在 精细 A -D 转换 器 中 量化 信号 。 在 数字 域 中 ， 数 据 被 
切 回 以 获取 原始 输入 信号 ， 该 输入 信号 被 应 用 于 公共 和 差分 偏 移 提取 器 。 虽 然 公共 
和 差分 偏 移 分 量 需要 在 数字 域 中 进行 不 同 的 处 理 ， 但 两 者 可 以 通过 在 A -了 转换 器 
的 输出 处 积分 信号 来 检测 ， 而 且 提 取 了 公差 和 差分 偏 移 的 符号 *] 。 共 偏差 分 量 像 
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图 3. 38a 那样 为 正 数 时 ， 在 一 个 积分 周期 之 后 ， 积 分 器 的 值 是 正 的 ， 反 之 亦 然 。 差 
分 偏 移 分 量 检测 需要 额外 的 处 理 过 程 ， 因 为 图 3. 38b 所 示 的 误差 曲线 的 面积 将 在 整 
合 后 相互 补偿 。 首 先进 行 必 要 的 附加 处 理 以 纠正 误差 区 域 ， 如 图 3. 38e 所 示 ， 然 后 
整合 信号 。 结 果 符 号 用 于 更 改 上 下 计数 器 的 值 。 计 数 器 的 输出 被 馈送 到 位 于 残 差 放 
大 器 内 部 的 偏 移 补偿 D - A 转换 器 ， 其 在 模拟 域 中 补偿 残 差 放大 器 中 存在 的 偏 移 。 
图 3.38d 和 e 说 明了 在 几 个 积分 循环 之 后 如 何 去 除 补偿 。 当 积分 器 的 内 容 小 于 阔 值 
时 ， 校 准 不 会 改变 补偿 D - A 转换 器 上 的 值 。 





图 3.38 a) 公差 b) 差分 偏 移 c) 具有 子 范围 相关 处 理 的 差分 偏 移 
d) 积分 器 信号 e) 残 差 放 大 器 误差 


在 加 法 器 中 可 以 看 到 普通 和 差分 偏 移 提取 器 的 不 同 效 果 。 由 公共 偏 移 提取 器 引 
起 的 变化 给 了 D -A 转换 器 相同 符号 的 值 的 步 又， 而 由 差分 偏 移 提取 器 引起 的 变化 
给 了 相反 符号 的 值 的 步 又。 这 些 D - A 转换 器 闭合 了 补偿 回路 ， 从 而 消除 残 差 放大 
器 中 的 偏 移 。 
3.5.2.2 电路 设计 

因为 电路 使 用 参考 梯 中 所 选 的 参考 信号 与 输入 信号 进行 减法 ， 残 差 放 大 器 两 个 
差分 对 的 作用 就 像 减 法 器 〈 见 图 3.39) 5201 。 在 当前 域 中 减 去 模拟 输入 与 各 自 引 用 
参考 之 间 的 差异 。 残 差 放 大 器 的 电路 增益 减 小 了 具有 增益 因数 的 放大 器 后 所 有 电路 
的 精度 〈 噪 声 和 匹配 ) 要 求 。 残 差 放 大 器 在 残 差 信号 施加 到 8 位 精细 A - D 转换 器 
之 前 提供 8 倍增 益 。 为 了 减 小 电路 增益 对 输入 电 平 的 依赖 性 ， 这 通常 转化 为 使 得 增 
益 相 对 独立 于 偏 置 电流 ， 差 分 输入 对 的 电源 退化 通过 线性 多 电阻 器 施加 。 

在 这 种 情况 下 ， 电 路 增益 由 变阻器 Roes 和 输出 电阻 Rour 的 比值 确定 ， 因 此 ， 
两 个 残 差 放大 器 之 间 的 增益 匹配 将 主要 由 多 电阻 匹配 决定 。 有 限 输 出 阻抗 的 影响 将 
导致 总 偏 置 电流 的 调制 ， 从 而 影响 其 精度 和 线性 度 。 然 而 ， 多 电阻 匹配 是 足够 的 ， 
它 不 会 限制 完整 的 A -D 转换 器 的 性 能 。 另 外 ， 如 之 前 所 述 ， 只 要 两 个 放大 器 的 增 
益 值 具有 相同 的 增益 值 ， 残 差 放 大 器 的 绝对 增益 要 求 就 不 是 必需 的 。 电 流 源 〈 晶 
EE Taa) 添加 到 两 个 输出 电阻 器 以 产生 方便 的 共 模 信号 。 该 共 模 输出 信号 电 平 
的 精度 将 由 输出 电阻 的 工艺 扩展 和 偏 置 电流 的 精度 决定 。 

偏 置 和 共 模 反馈 电路 如 图 3. 40 所 示 。 值 得 注意 的 是 ， 当 输出 端 出 现 较 大 的 差 
分 摆 幅 时 ，R AR, 必须 足够 大 ， 以 确保 源 极 跟随 器 Tas A To MERE MEA 
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A — D 转换 器 精度 的 残 差 放大 器 的 输入 参考 偏 移 源 自 于 输入 晶体 管 之 间 的 不 匹配 、 
电流 源 与 多 电阻 之 间 的 失 配 。 数 字 偏 移 提取 块 决定 了 数字 代码 ， 它 是 放大 器 的 偏 移 
量 ， 用 于 电流 导向 补偿 D -A 转换 器 〈 见 图 3. 41 ) 。 参 考 源 简 单 地 复制 在 D -A 转 
换 器 的 每 个 分 支 中 ， 并 且 每 个 分 支 电流 基于 输入 代码 被 接 通 或 断 开 。 对 于 二 进 制版 
本 ， 参 考 电 流 乘 以 2 的 需 ， 产 生 较 大 的 电流 以 表示 较 高 幅度 的 数字 信号 。 补 偿 D - 
A 转换 器 通过 折 和 春节 点 驱动 电流 ， 并 通过 低 欧 姆 共 源 一 共 栅 节 点 驱动 放大 器 的 输出 
电阻 ， 以 消除 偏 移 。 已 经 发 现 9 位 分 辨 率 是 偏 移 补偿 的 足够 的 分 辩 率 。 由 于 该 D - 
A 转换 器 仅 需要 提供 电流 来 补偿 偏 移 误差 ， 所 以 它 的 线性 度 不 是 问题 。 

从 作为 精细 转换 器 的 输入 信号 的 残 差 信 号 ,通过 使 用 两 个 电阻 梯 的 插值 产生 精 


细 转 换 器 的 过 零点 ， 如 3. 4. 2. 3 节 所 述 。 残 差 信 号 被 设置 在 具有 缓冲 器 的 这 些 电 阻 
梯 上 ， 如 图 3.27 所 示 。 
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精细 缓冲 器 的 晶体 管 级 实现 如 图 3. 42 iar. C E E A 
(To ~T,) 和 源 极 跟随 器 输出 级 《Te 、Tio) 组 成 。 源 极 跟随 器 在 p 沟 道 MOS 中 实 
现 ， 以 消除 由 于 体 效应 引起 的 非 线性 。 通 过 使 非 优 势 极点 ps gms/Cpss 尽 可 能 大 ， 
来 获得 足够 的 相位 裕 度 。 这 可 以 通过 增加 器 件 的 宽度 或 流 过 其 电流 来 增加 共 源 一 共 
Mast Ts 的 跨 导 来 实现 。 增 加 宽度 也 增加 了 Cs。 增 加 偏 置 电流 会 增加 功 耗 。 此 
外 ， 必 须 注意 ， 大 的 幅度 增加 偏 置 电流 可 能 导致 用 作 电流 源 Ta 的 晶体 管 移出 强 反 
转 操 作 区 域 。 通 过 插入 Cnms 来 提高 电路 的 稳定 性 ， 可 以 降低 主 极 。 

在 精细 梯 中 流动 的 电流 的 方向 由 选择 的 子 范围 和 斩 波 状态 决定 。 因 此 ， 两 个 组 
冲 器 必须 吸收 梯形 电流 ， 并 且 两 个 缓冲 器 必须 根据 子 范围 和 斩 波 状态 来 源 梯形 电 
流 。 在 子 范围 转换 或 斩 波 状态 改变 中 电流 反 转 ， 由 于 电流 变化 大 ， 可 能 导致 缓冲 器 
的 输出 信号 跳 变 。 为 了 限制 这 种 效果 ， 在 两 个 梯子 的 顶部 和 底部 添加 了 两 个 电流 源 
( 见 图 3.27 和 图 3.43)， 以 吸收 或 引导 梯 内 电流 。 现 在 ， 缓冲 器 只 能 提供 误差 电 
流 ， 这 比 通过 梯形 直流 电流 要 小 得 多 。 


84.9610.8 VDD 4308 





图 3.43 a) 附加 电流 源 的 偏 置 电 路 b) 额外 的 电流 源 
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3.6 ”实验 结果 


图 3. 44 所 示 的 两 步 / 多 步 A - D 转换 器 的 原型 和 本 章 中 描述 的 是 在 五 金属 层 
0. 18pm CMOS 工艺 中 制造 的 。 该 芯片 具有 3 个 独立 的 电源 和 接地 : 两 个 用 于 模拟 
和 数字 模块 ， 一 个 用 于 输出 驱动 器 。 电 源 电压 由 HP3631A 提供 ， 参 考 电 流 源 由 
Keithley 224 提供 。 电 位 器 用 于 调整 参考 电压 和 共 模 电压 。 参 考 时 钟 用 于 信号 产生 ， 
A -D 转换 器 时 钟 产 生 和 数据 采集 的 时 钟 由 Agilent 81134A 提供 。 单 个 频率 正弦 输 
入 信号 由 任意 波形 发 生 器 (Tektronix AWG2021) 生成 ， 并 在 第 一 个 罕 带 带 通 滤波 
器 上 应 用 ， 以 消除 任何 谐 波 失真 和 外 来 噪声 ， 然 后 再 到 测试 板 。 信 号 通过 500 同 
轴 电 缆 连接 ， 以 尽量 减少 外 部 干扰 。 在 测试 电路 板 上 ， 使 用 变压器 将 单 端 信号 转换 
为 平衡 差分 信号 。 进 入 A -DD 转换 器 的 测试 信号 的 共 模 电压 通过 连接 到 参考 电压 的 
匹配 电阻 来 设置 。A - D 转换 器 的 数字 输出 通过 输出 缓冲 器 缓冲 ， 驱 动 板 上 电路 的 
大 寄生 电容 和 逻辑 分 析 仪 的 探头 。 数 字 输 出 由 逻辑 分 析 仪 (Agilent 1682AD) 捕 
提 ， 还 向 逻辑 分 析 仪 提供 时 钟 信号 以 与 A -D 转换 器 同步 。 所 有 的 设备 都 是 由 Lab- 
View 程序 设置 的 ， 它 也 进行 信号 分 析 。 





图 3.44 具有 混合 斩 波 校准 算法 的 原型 两 步 /多 步 A - D 转换 器 


A -D 转换 器 本 身 必 须 处 理 以 下 问题 : 关键 路 径 的 布线 、 电 源 和 接地 隔离 、 数 
字 部 分 到 模拟 部 分 的 噪声 耦合 、 时 钟 线 的 屏蔽 等 。 为 了 减少 输入 路 径 中 的 布线 电 
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容 ， 前 端 采样 和 保持 输入 尽 可 能 对 称 和 短 布线 。 整 体 布线 电源 和 具有 最 大 允许 宽度 
的 接地 线 以 减 小 电压 降 。 由 于 模拟 部 分 易 受 来 自 数 字 部 分 的 噪声 耦合 ， 因 此 它们 将 
始终 保持 分 离 。 关 键 时 钟 线 已 经 提供 屏蔽 。 在 混合 信号 芯片 中 ， 通 常 找 不 到 通过 公 
共 基 板 使 数字 电路 到 敏感 模拟 电路 的 噪声 耦合 的 影响 最 小 化 的 最 佳 策略 。 降 低 衬 底 
噪声 的 最 有 效 方法 是 创建 从 p+ 衬 底 到 地 (或 芯片 中 最 低 电位 ) 的 低 阻抗 路 径 。 然 
而 ， 通 常情 况 下 裸 片 的 背面 因为 暴露 于 空气 而 被 氧化 ， 这 增加 了 其 电阻 。 因 此 ， 即 
使 将 裸 片 直接 接 到 具有 接地 腔 的 封装 ， 衬 底 的 电阻 也 是 很 高 的 。 如 果 成 本 允许 ， 世 
片 的 背面 可 以 背面 〈 底 部 ) 镀金 ， 并 且 直 接 接 到 包装 上 并 保证 可 导电 。 在 这 个 原 
型 中 ; 采用 了 以 下 方法 : 分 别 使 用 了 称 为 Viona Vssos Vona 和 Vssa 的 数字 和 模拟 
信号 。 由 于 使 用 n 阱 工艺 ， 因 此 数字 和 模拟 p+ 沟 道 晶 体 管 通过 单独 的 阱 自然 隔 
离 。 然 而 ，n - 沟 道 晶 体 管 通过 公共 的 高 电阻 p+ 衬 底 相互 作用 。p + 衬 底 具有 以 下 
优点 使 其 难以 产生 门 锁 ， 这 对 数字 电路 至 关 重 要 ， 并 产生 耦合 于 不 期 望 信号 的 高 电 
阻 路 径 。 因 为 噪声 几乎 完全 在 p+ 区 域 中 传播 ， 传 统 的 阳 离 使 用 接地 的 n 阱 保护 环 
来 收集 噪声 是 无 效 的 [2 1。 对 于 模拟 n 沟 道 晶体 管 ， 重 要 的 是 源 - 体 电压 是 恒定 
的 。 否 则 ， 如 果 这 些 电 压 相对 移动 ， 则 需要 通过 体 效应 来 调制 漏 极 电流 。 因 此 ， 重 
要 的 是 在 本 地 具有 从 主体 到 源 极 的 低 电阻 路 径 。 在 布局 中 ， 在 每 个 n 沟 道 模拟 晶体 
管 周围 放置 一 个 p+ 衬 底 环 。 然 后 将 该 环 与 Vsss 接 触 ，Vsss 与 普通 源 设备 的 源 极 相 
E, 这 有 助 于 保持 源 极 和 主体 的 电位 相同 。 对 于 共 源 一 共 栅 n 沟 道 器 件 ， 这 种 布置 
有 助 于 减 小 体 终端 的 波动 ， 但 不 能 保证 源 极 和 主体 将 一 起 移动 (因为 源 极 电 位 不 
是 地 电位 ) 。 然 而 ， 对 于 共 源 一 共 栅 器 件 ， 漏 极 电流 和 ss 之 间 的 关系 由 于 源 极 退 
化 而 弱 得 多 。 使 用 这 些 Vsss 基板 触 点 足以 使 源 到 体 路 径 保 持 低 电阻 。Vpps 和 Vppp 
由 独立 但 相等 的 电压 调节 器 产生 ， 以 允许 独立 测量 电源 电流 。 所 有 模拟 路 径 都 是 差 
分 的 ， 以 增加 共 模 噪声 的 抑制 ， 例 如 衬 底 噪声 和 电源 电压 波动 。 为 了 减少 电源 线 上 
的 开关 噪声 ， 片 上 去 耦 电容 器 被 采用 。 去 耦 电容 器 在 切换 瞬间 就 像 本 地 电源 。 因 
此 ， 大 多 数 电流 可 以 从 去 耦 电容 器 中 抽取 ， 而 不 是 直接 来 自 电 源 ， 这 将 表明 来 自流 
过 封装 的 寄生 阻抗 的 芯片 外 电源 的 电流 降低 ， 并 且 与 电流 相关 的 开关 噪声 减少 。 

A -D 转换 器 芯片 的 显 微 照 片 如 图 3. 45 所 示 。 具 有 保持 电容 的 S/H 电路 在 左 
侧 清晰 可 见 ， 具 有 开关 和 矩阵 的 粗略 转换 部 分 位 于 SH 电路 右 侧 ， 而 精细 转换 部 分 、 
残 差 放大 器 、 斩 波 器 、 偏 置 、 校 准 和 其 余 电路 均 放 在 右边 。 数 字 部 件 位 于 布局 的 右 
上 方 。 诸 如 时 钟 和 数据 输出 之 类 的 数字 信号 的 布线 位 于 数字 部 分 之 间 。 数 字 输 出 从 
芯片 的 下 侧 和 右 侧 离开 芯片 。 使 用 这 种 总 体 布置 ， 存 在 最 少 的 模拟 和 数字 信和 号 线 交 
SUR. S/H 输入 是 实现 的 集成 电路 最 关键 的 节点 。 因 此 ， 需 要 小 心 以 防止 这 个 节点 
受到 干扰 。 总 采样 和 保持 由 3 个 相同 的 交错 SH 单元 组 成 。S/H 单元 、 输 入 信号 、 
关键 时 钟 线 和 输出 信和 号 线 都 已 经 提供 尽 可 能 的 屏蔽 和 尽量 短 且 对 称 的 布线 。 在 粗略 
A-D 转换 器 中 ， 第 一 级 的 9 个 前 置 放 大 器 必须 与 第 二 级 的 17 个 前 置 放大 器 和 33 
个 粗略 比较 器 对 齐 ， 这 意味 着 前 置 放 大 器 和 比较 器 布局 需要 高 宽 高 比 。 开 关 单 元 放 
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置 在 参考 梯 附 近 ， 以 减少 电阻 梯 D - A 转换 器 的 稳定 时 间 。 虽 然 电阻 梯 位 置 与 比较 
器 相距 一 定 距离 ， 但 由 于 比较 器 的 精度 只 有 6 位 ， 所 以 是 可 以 承受 的 。 来 自 开 关 单 
元 的 参考 信号 选择 尽 可 能 短 的 布线 ， 因 为 由 布线 电容 引起 的 延迟 增加 了 残 差 放大 器 
的 稳定 时 间 。 由 于 布线 电容 引起 的 延迟 导致 残 差 放 大 器 在 错误 的 方向 上 暂时 输出 ， 
直到 正确 的 选择 开关 闭合 。 选 择 正确 的 开关 后 ， 输 出 在 正确 的 方向 开始 收敛 。 





图 3.45 ”芯片 显 微 照片 


因此 ， 由 于 布线 电容 增加 了 残 差 放大 器 的 稳定 时 间 ， 如 果 梯 度 参 考 电 阻 更 靠 
近 ， 由 于 附近 的 大 数字 信和 号 传输 耦合 的 影响 ， 比 较 器 的 参考 信号 很 容易 被 破坏 。 前 
秆 放大 器 和 折合 编码 器 的 3 个 阶段 以 线性 阵列 布置 ， 类 似 于 粗略 A -DD 转换 器 前 置 
放大 器 ， 并 通过 对 接连 接 到 比较 器 阵列 。 比 较 器 阵列 必须 与 前 置 放大 器 对 准 ， 这 意 
味 着 比较 器 的 布局 需要 大 的 纵横 比 。 将 这 些 阵列 彼此 靠近 ， 大 大 降低 了 布线 电容 ， 
并 提供 了 最 大 速度 。 为 了 保持 比较 器 阵列 较 小 和 有 较 短 导线 ,数据 在 放大 到 最 大 后 
被 立即 驱动 出 阵列 。 时 钟 从 右 到 左 分 布 ， 利 用 由 左 到 右 增 加 的 参考 电 平 ， 可 以 部 分 
消除 采样 时 间 变 化 。 具 有 互补 时 钟 的 比较 器 交叉 存 取 ， 共 享 同 一 个 输入 、 参 考 和 电 
源 线 ， 以 便 一 开始 就 消除 充电 反 冲 和 电源 噪声 。 不 包括 焊 盘 ， 芯 片面 积 为 
0.9mm x0. 75mm。 不 包括 输出 缓冲 器 ， 完 整 的 A -D 转换 器 内 核 从 1.8V 电压 源 中 
抽取 53mA 电流 ， 导 致 小 于 100mW 的 功 耗 ， 其 中 的 数字 内 核 使 用 了 6. 6mW ， 采 样 
频率 高 达 80MS/s。25 个 样本 的 测量 结果 显示 了 +0.2 ENOB 变化 。 并 且 进 行 了 码 
密度 测试 55] 以 获得 A - D 转换 器 的 静态 线性 度 。 
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测量 的 DNL 和 INL 如 图 3. 46 所 示 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 在 12 位 电 平 下 ，DNL 
和 INL 的 最 大 值 分 别 为 0.9LSB 和 1. 5LSB。 


3.0 





0 a6 
0.0 500.0 1.0k 1.5k 20k 25k 30k 35k 40k 0.0 500.0 4.0k 45k 20k 25k 30k 35k 40k 
输出 代码 一 一 > 输出 代码 一 一 > 

a) b) 


图 3.46 a) 测量 的 DNL b) 测量 的 INL 


通过 分 析 单 个 输入 信号 的 数字 输出 代码 的 快速 傅 里 叶 变 换 (FFT) 来 测量 A - 
D 转换 器 的 动态 性 能 。 图 3. 47a 说 明了 采样 频率 为 60MHz、 输 入 频率 为 21MHz 时 
A -D 转 换 器 输出 代码 的 频谱 。 除 基本 输入 信号 之 外 的 最 大 峰值 是 出 现在 f/3 E fin 
处 的 杂 散 谐 波 ， 并 且 比 基本 信号 低 约 78dB, SNR, SFDR 和 THD 是 关于 输入 频率 
的 函数 ， 如 图 3. 47b 所 示 。 所 有 测量 均 在 室温 (25°C) 下 用 1.8V 电源 进行 。 测 量 
结果 总 结 在 表 3. 2 中 。 具 有 较 高 输入 信号 的 劣化 主要 是 由 于 寄生 电容 、 时 钟 非 理 想 
和 衬 底 开 关 噪声 的 影响 。 寄 生 电 容 降 低 反 馈 因数 ， 导 致 稳定 时 间 常 数 增加 。 时 钟 偏 
移 是 时 钟 边沿 的 实际 到 达 时 间 与 其 理想 的 时 钟 边沿 到 达 时 间 之 间 的 差异 ， 也 可 能 由 
时 钟 互 连 导线 的 寄生 电容 引起 。 诸 如 时 钟 抖动 、 非 重叠 周 期 时 间 、 有 限 上 升 和 下 降 
时 间 、 不 对 称 占 空 比 的 时 钟 的 非 理 想 性 是 这 种 劣化 的 另 一 个 原因 。 
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a) b) 
图 3.47 a) 60MS/s， 输 入 频率 为 21MHz 时 的 测量 频谱 
b) 测量 的 SNR、THD 、SFDR 作为 输入 频率 的 函数 


80 低 功 率 、 高 分 辨 率 的 A-D 转换 器 


表 3.2 12 位 原型 机 的 测量 性 能 


技术 数字 CMOS 0. 18pm 
分 辨 率 12 位 
电源 电压 1.8V 
采样 率 >60MS/s 
有 效 带 宽 30MHz 
DNL +0. 9LSB 
INL +1. SLSB 
SNR 66. 3dB 
SFDR 78. 4dB 
THD 73. 1dB 
SNDR 65. 1dB 
功 耗 100mW 
面积 0. 67mm? 


后 面 3 个 误差 减少 了 为 设置 时 间 分 配 的 时 间 。 这 些 误差 可 能 会 增加 衬 底 噪声 或 
导致 数字 输出 频谱 中 的 失真 ， 降 低 SNR 和 SNDR。 随 着 输入 频率 和 分 辩 率 的 增加 ， 
时 钟 抖动 ”26] 的 要 求 越 来 越 严格 。 换 句 话说 ， 当 输入 频率 接近 奈 奎 斯 特 输入 频率 
时 ， 时 钟 拌 动 误差 将 降低 SNR。 锁 定 的 直方 图 测试 揭示 了 系统 中 的 3. 2ps rms #} 
动 ， 包 括 时 钟 发生 器 、 合 成 器 、A - D 比较 器 芯片 和 电路 板 ， 大约 在 30MHz 时 转换 
为 64dB 的 SNR。 这 证 明了 通过 观察 得 到 的 : 该 转换 器 的 性 能 受到 高 输入 频率 下 的 
时 钟 拌 动 的 限制 。 


3.7 人 小结 


便携 式 多 媒体 设备 的 爆炸 性 增长 对 低 功 率 A -DD 转换 器 产生 了 巨大 的 需求 。 随 
着 片上 系统 的 日 益 增 长 ，A -D 转换 器 必须 在 低 电 压 亚 微米 CMOS 技术 中 实现 ， 以 
便 实 现 低 制 造成 本 ， 同 时 能 够 与 其 他 数字 电路 集成 。 高 速 A -D 转换 器 的 关键 功能 
的 功 耗 基本 限制 因素 ， 如 采样 、 量 化 和 参考 生成 ， 在 每 种 情况 下 均 由 准确 性 原则 决 
定 。 采 用 1.8V、12 fii, 80MS/s, 100mW A-D 转换 器 ， 通 过 并 行 和 校准 并 利用 低 
压 电 路 技术 ， 实 现 了 在 五 金属 层 0.18um CMOS 工艺 下 多 步 转换 器 高 分 辩 率 的 功 耗 
测试 制造 。 如 图 3. 48 所 示 ， 如 2. 1.4 节 比较 过 去 10 年 公布 在 ISSCC 和 ESSCIRC 上 
所 有 A-D 转换 器 ONE, HAME, LH. MKR, HTK, EEA 
A-Z) 的 性 能 数据 表明 ， 这 个 原型 是 最 好 的 。 
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a) 


3.48 a) 在 过 去 10 年 间 在 ISSCC 和 ESSCIRC 发 布 的 A - D 转换 器 的 能 源 与 SNDR 
b) 过 去 10 年 在 ISSCC 和 ESSCIRC 发 布 的 A — D 转换 器 的 有 效 分 辩 率 带宽 与 SNDR 
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4.1 准 静态 结构 试验 的 模拟 ATPG 


复杂 的 片上 系统 (SoC) 产品 包括 需要 测试 的 模拟 和 混合 信号 下。 由 于 这 些 IP 
HAZE SoC 中 ， 因 此 难以 访问 其 所 有 端口 ， 因 此 现 有 的 测试 方法 并 不 是 全 部 适用 ， 
有 些 需要 修改 。 这 也 意味 着 测试 时 间 需 要 在 数字 测试 时 域内 降低 到 可 接受 的 限度 ; 
它 还 意味 着 需要 引入 可 测 性 设计 〈DIT) 、 内 建 自 测 (BIST) 和 硅 调 试 技 术 。 对 于 
这 些 SoC， 许 多 要 在 最 终 测试 中 进行 的 测试 正在 被 迁移 到 唱 圆 测试 ， 一 部 分 原因 是 
需要 在 封装 之 前 提供 已 知 的 良好 裸 片 ， 另 一 部 分 原因 是 需要 降低 模拟 测试 成 本 。 

典型 的 测试 流程 将 测试 时 间 分 配给 唱 圆 测试 和 最 终 测试 。 更 传统 地 讲 ， 唱 圆 测 
试 主要 包括 直流 测试 ， 在 大 多 数 工 作 条 件 下 ， 对 每 个 引 脚 进行 电流 /电压 检查 ， 并 
且 适 当 调 整 测 试 极 限 ， 而 且 在 某 些 情况 下 ， 还 要 进行 一 些 低频 测试 以 保证 功能 。 晶 
圆 测试 适用 于 检查 其 他 参数 中 的 开路 /短路 、 直 流 偏 置 、 电 荷 泵 电流 和 逻辑 泄漏 。 
最 终 测试 包括 通过 运行 含有 重要 的 电路 参数 的 测试 来 检查 设备 功能 。 然 而 ， 随 着 新 
型 封装 技术 的 出 现 和 测试 成 本 的 压力 ， 封 装 级 的 功能 测试 被 推 回 到 晶 圆 级 。 在 这 种 
新 情况 下 ， 进 行 唱 圆 测试 以 确定 独立 于 包装 的 模具 的 真实 性 能 。 

结构 化 ， 故 障 定向 测试 2 -23] 是 晶 圆 级 测试 中 避免 功能 测试 常用 方法 。 这 些 
低频 测试 技术 与 传统 的 电流 /电压 直流 检测 功能 不 同 ， 更 适用 于 替代 或 补充 功能 测 
试 。 面 向 故障 的 测试 包含 使 用 故障 模型 来 描述 真实 缺陷 或 缺陷 集 的 行为 。 故 障 模型 
随后 用 于 确定 电路 的 故障 行为 ， 从 而 可 以 衍生 出 新 的 测试 或 调查 现 有 测试 的 有 效 
性 。 故 障 模型 不 仅 可 以 清楚 地 描述 故障 效应 ， 而 且 可 以 提供 导出 测试 刺激 因素 的 线 
索 ， 但 是 它 也 使 修改 输入 刺激 和 估计 故障 覆盖 变 得 可 行 。 利 用 这 种 方法 可 以 很 好 地 
创建 数字 电路 ， 因 为 其 中 存在 许多 基于 0/1 决策 的 测试 矢量 发 生 器 和 故障 模拟 器 ， 
如 单一 固定 型 (single -stuck - at) 故障 模型 的 情况 。 然 而 ， 由 于 模拟 电路 的 连续 
性 ， 故 障 电路 与 非 故障 电路 之 间 的 区 别 不 如 数字 电路 那么 清楚 。 过 程 参数 和 组 件 公 
差 的 统计 变化 使 测量 中 的 公差 窗口 必须 在 故障 检测 期 间 做 出 决策 。 另 外 ， 无 故障 和 
故障 电路 的 测量 值 中 存在 的 重 礁 区 域 会 恶化 可 接受 的 公差 窗口 的 推导 ， 引 起 了 故障 
检测 中 的 模糊 区 域 。 

多 项 研究 :2 -2] 已 经 表明 ， 可 以 通过 廉价 的 直流 测试 或 电源 电流 监测 来 检测 
到 改变 晶体 管 级 模拟 电路 工作 点 的 故障 。 文 献 [224] 中 的 一 个 模型 通过 测量 不 同 
节点 的 直流 电压 来 测试 模拟 电路 。 组 件 互 连 之 间 的 参数 (例如 电压 和 电流 ) 之 间 
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的 关系 表示 它们 的 行为 。 该 模型 通过 在 电路 内 传播 该 模型 的 测量 效果 来 推导 电路 中 
的 参数 值 。 在 文献 [225] 中 ， 提 出 了 直流 测试 选择 程序 ， 其 中 检测 标准 包括 参数 
公差 线性 逼近 标 称 值 的 影响 。 在 文献 【226] 中 ， 为 了 在 测试 过 程 中 包含 参数 公差 
的 影响 ， 测 试 生成 问题 被 制定 为 最 小 最 大 优化 问题 ， 并 且 作 为 连续 的 线性 规划 问题 
和 迭代 求解 。 在 文献 [227] 中 ,通过 组 合 先 验 信息 和 测试 的 信息 呈现 出 来 的 是 基于 
贝 叶 斯 直流 测试 决策 规则 的 故障 检测 方法 。 在 依赖 测量 的 情况 下 ， 应 用 主 成 分 分 析 
来 计算 判别 函数 。 然 而 ， 测 试 是 通过 仿真 多 个 电路 并 记录 错误 分 类 的 良好 和 有 缺陷 
的 设备 的 百分比 来 获得 的 。 文 献 [228] 中 利用 电路 主要 组 件 的 过 程 信息 和 灵敏 度 
来 进行 参数 故障 模拟 和 测试 矢量 生成 ， 以 生成 无 故障 和 故障 电路 的 统计 模型 ， 计 算 
所 有 贝 叶 斯 风险 的 刺激 和 故障 列表 中 的 每 个 故障 。 贝 叶 斯 风险 最 小 的 刺激 被 看 作 所 
考虑 的 故障 的 测试 矢量 。 在 文献 [229] 中 ,测量 事件 根据 数据 落 入 的 区 域 进 行 分 
类 ， 并 获得 每 个 参数 故障 的 可 测量 参数 的 统计 特征 。 通 过 反复 进行 测试 和 应 用 贝 叶 
斯 分 析 ， 发 现 每 个 故障 的 发 生 概率 。 

Bayes 测试 的 特殊 情况 下 ， 如 果 先 验 概率 可 能 未 知 ， 或 贝 叶 斯 风险 可 能 难以 客 
观 评价 或 设 定 ，Neyman — Person 统计 检测 器 [2"] 提供 了 一 个 可 行 的 解决 方案 。 本 
节 [ 中 的 研究 利用 了 这 些 发 现 。 在 这 种 改变 电路 偏 置 条 件 的 方法 中 ， 会 产生 模拟 
电路 中 遇 到 的 各 种 功能 故障 。 从 实验 结果 [221 可 以 看 出 ， 这 样 可 以 实现 结构 和 功能 
测试 之 间 令 人 满意 的 相关 性 水 平 。 

参数 提取 后 ， 分 别 设 定 了 无 故障 电路 和 具有 特定 故障 的 电路 可 能 出 现 的 信号 值 
界限 集合 ， 并 通过 访问 的 提取 过 程 参数 的 变化 来 计算 电路 准 静 态 节点 电压 的 偏差 。 
使 用 Karhunen - Loève 扩展 方法 :2 ， 设 备 的 参数 被 建 模 为 芯片 空间 上 的 随机 过 程 ， 
从 而 使 芯片 上 任意 两 个 器 件 的 参数 被 看 作 两 个 不 同 的 相关 随机 变量 。 另 外 ， 如 果 在 
容 差 范围 的 计算 中 考虑 了 可 能 的 过 程 参数 扩展 ， 则 会 根据 性 能 规格 验证 故障 模型 。 
考虑 过 程 参数 的 绝对 值 的 变化 以 及 相关 元 素 之 间 的 差异 ， 即 匹配 性 。 


4.1.1 测试 策略 定义 


在 这 种 方法 中 ， 被 测 电 路 用 准 静 态 刺 激 激发 ， 并 在 指定 时 间 采 样 响应 以 检测 故 
障 的 存在 。 波 形 由 分 段 线 性 斜坡 段 系统 地 形成 ， 其 激发 电路 的 电源 、 偏 置 、 参 考 和 
输入 ， 这 迫使 电路 中 的 大 多 数 唱 体 管 在 所 有 操作 区 域 中 运行 ， 并 且 因 此 提供 偏 置 电 
流 丰 富 的 信息 。 为 了 将 电源 电流 观测 概念 应 用 于 模拟 故障 诊断 ， 应 对 现 有 的 测试 技 
术 进 行 重大 修改 ， 因 为 该 方法 不 仅仅 只 是 对 电源 网 络 上 的 异常 电流 进行 简单 地 粗略 
观察 。 模 拟 故障 行为 并 不 如 数字 情况 那样 明显 ， 由 于 电源 电流 观测 技术 的 分 辩 率 限 
制 ， 被 测 器 件 必须 经 受 可 测 性 方法 的 设计 ， 其 中 包括 对 电路 进行 分 区 以 达到 更 好 的 
可 观察 性 。 该 方法 测量 当前 特征 ， 而 不 是 单个 值 。 许 多 故障 具有 独特 或 近乎 独特 的 
特征 ， 可 以 降低 诊断 过 程 难度 。 实 际 上 它 与 系统 、 电 路 或 组 件 的 线性 或 非 线性 
无 关 。 
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顶层 测试 生成 流程 如 图 4. 1 所 示 。 首 先 ， 根 据 测 试 刺激 和 测试 程序 得 出 公差 窗 
口 。 该 模拟 电路 没有 任何 故障 ， 本 测试 的 结果 保存 在 数据 库 中 。 下 一 步 是 按照 用 于 
导出 公差 窗口 的 相同 的 测试 刺激 和 测试 程序 ， 顺 序 地 将 所 选择 的 故障 注入 电路 并 模 
拟 。 所 有 模拟 结果 都 保存 在 数据 库 中 ， 可 以 根据 公差 窗口 和 辨别 分 析 计 算 故 障 覆 盖 
范围 。 为 了 获得 必要 的 刺激 ， 需 要 对 数据 库 中 可 用 的 结果 执行 测试 刺激 优化 。 


Ra) SED 





替代 和 /或 功 


图 4.1 ATPG -顶层 测试 生成 流程 [31] 


4.1.2 基于 准 静态 节点 电压 法 的 线性 故障 模型 


4.1.2.1 一 般 网 络 分 析 

现代 集成 电路 通常 由 非常 高 的 复杂 性 和 非常 高 的 封装 密度 来 区 分 。 这 种 电路 的 
模拟 数值 需要 允许 自动 生成 网 络 方程 式 的 建 模 技 术 。 此 外 ， 描 述 网 络 的 独立 网 络 变 
量 的 数量 应 尽 可 能 少 。 电 路 模型 必须 满足 两 个 矛盾 的 要 求 : 它们 必须 尽 可 能 准确 地 
描述 电路 的 物理 行为 ， 同 时 要 求 尽量 简单 以 使 计算 时 间 相 对 较 小 。 依 赖 于 要 描述 的 
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变量 影响 ， 模 型 的 水 平 范围 从 简单 的 代数 方程 、 普 通 的 或 偏 微分 方程 到 玻 尔 兹 曼 和 
莅 定 户 方 程 。 由 于 属于 一 个 电路 的 网 络 元 素 的 数量 太 多 (高 达 数 百 万 个 元 素 ) ， 因 
此 仅 限于 描述 相对 简单 的 模型 。 为 了 尽 可 能 地 描述 物理 学 行为 ， 所 谓 的 紧凑 型 模型 
成 为 了 网 络 仿真 中 的 首选 。 诸 如 晶体 管 的 复杂 元 件 由 仅 包含 代数 和 普通 微分 方程 描 
述 的 基本 网 络 元 件 的 小 电路 建 模 。 这 种 替代 电路 的 发 展 形成 了 自己 的 研究 领域 ， 并 
且 现 在 引领 超过 500 个 参数 的 晶体 管 模型 。 
满足 这 两 个 需求 的 一 个 比较 完善 的 方法 是 通过 具有 分 支 和 节点 的 图 形 来 描述 网 
络 。 分 支 电 流 、 分 支 电压 和 节点 电位 作为 变量 引入 。 节 点 电位 被 定义 为 相对 于 一 个 
参考 节点 (通常 是 接地 节点 ) 的 电压 。 每 个 网 元 的 物理 行为 由 其 分 支 电 流 j 与 其 分 
支 电压 w 之 间 的 关系 建 模 。 为 了 完成 网 络 模型 ， 必 须 考 虑 网 络 元 素 的 拓扑 。 假 设 电 
路 元 件 之 间 的 电气 连接 要 理想 地 导 通 而 且 节 点 要 比较 理想 和 集中 ， 拓 扑 可 以 用 基 尔 
霍 夫 定理 描述 (所 有 分 支 电流 的 总 和 等 于 零 ， 总 分 支 电 压 在 一 个 循环 内 的 总 和 等 
于 零 )。 描 述 网 络 拓扑 的 一 种 优雅 的 方法 是 通过 表达 所 有 节点 (除了 接地 节点 ) 和 
网 络 的 所 有 分 支 之 间 的 关系 的 (减少 ) 关联 矩阵 4 = (ai ) 。 如 果 分 支 /离开 节点 
i, Wa; =1， 如 果 分 支 j 连 接 节点 i， 则 oj = - 1， 否则 为 a; =0。 给 出 具有 nn 个 节 
BAM 个 分 支 的 连接 网 络 。 如 果 j = Cis 户 ，…， iy)” 是 电路 所 有 分 支 电流 的 矢 
量 ， 那 么 基 尔 霍 夫 电流 定律 (KCL) 意味 着 : 
A-+j=0 (4.1) 
FEET FOV (PIE TL A ES EEA. Wv = (vi， 
v2 +405)” 是 所 有 分 支 电压 的 矢量 ，e = (el ,e ,…,en-1)7 表示 所 有 节点 电位 的 矢 
量 ， 则 满足 关系 : 
v=Ale (4.2) 
R (4.2) 的 各 个 方程 对 应 于 一 个 分 支 电压 。 将 所 有 网 络 元 素 的 特征 方程 写 为 
A HG) 5) =o (4.3) 
这 种 记 法 假定 电容 器 和 电感 器 的 端口 方程 是 根据 电荷 和 通 量 来 定义 的 ， 其 中 
q(t) 是 存储 在 电容 器 中 的 电荷 ，$(1) 是 电感 器 中 的 通 量 。 系 统 式 (4.1) ~ 式 (4.3) 
是 微分 代数 系统 ， 即 网 络 变量 j、v Me 中 的 差分 和 代数 方程 的 耦合 系统 。 该 系统 的 
尺寸 等 于 2b + n - 1。 导致 该 系统 的 方法 被 称 为 稀疏 可 视 化 分 析 (sparse tableau 
analysis) 。 改 进 的 节点 分 析 (MNA) 需要 未 知 数 的 数量 要 少 得 多 。 在 这 种 情况 下 ， 
通过 其 特征 方程 代替 式 (4.1) 中 所 有 电流 定义 元 件 的 分 支 电流 ， 并 且 通 过 式 
(4.2) 的 节点 电压 代替 所 有 分 支 电压 ， 所 得 到 的 系统 代表 微分 代数 方程 (DAE) 。 
一 般 DAE 已 被 广泛 研究 [234-227] ， 其 结果 涵盖 了 独特 的 可 解 性 、 数 值 方法 的 可 行 性 
以 及 稳定 性 。 然 而 ， 大 多 数 结果 假设 某 种 结构 (例如 Hessenberg 形式 ) ， 高 平滑 
度 ， 主 要 依赖 于 DAE 的 指数 。 最 近 ， 网 络 方程 的 特殊 结构 和 索引 已 经 被 研究 [238] ， 
并 且 对 不 同 的 电路 构架 进行 了 更 广泛 的 研究 [29] 。 它 指出 了 参数 也 可 能 使 指数 变 得 





86 侈 功率 、 高 分 辩 率 的 A-D 转换 器 


任意 高 。 在 文献 [240] 中 ， 电 网 导致 指数 不 高 于 2 的 微分 代数 系统 。 实 质 上 ， 网 
络 分 支 是 以 这 样 的 方式 进行 编号 的 ， 即 入 射 矩 阵 形成 具有 描述 不 同类 型 网 络 元 素 的 
块 的 块 矩 阵 。 然 后 将 这 些 块 分 别 表示 为 太 = [Ak, Ac, Ar, Av, 41] ， 其 分 别 代表 电 
阻 、 电 容 、 电 感 、 电 压 源 和 电流 源 支 路 。 式 (4.1) 中 的 所 有 电流 定义 元 件 的 分 支 
电流 通过 其 特征 方程 苦 代 ， 并 且 使 用 式 (4.2) 通过 节点 电压 替代 所 有 分 支 电压 ， 
可 以 获得 下 式 : 
T 
Ac BoA) Ang(Ake,t) + Auh, + Ady =~ Ari (0) 


do; Git) a (4.4) 
dt 


Ale =0 
Ate = »,(t) 
有 未 知 数 e(t) 、jL(t) 和 jy(t) 的 系统 。 式 (3.4) 中 的 网 络 方程 描述 了 包括 电 
容器 、 电 感 器 、 电 阻 器 、 独 立 电压 源 和 电流 源 的 线性 电网 ， 代 表 每 个 节点 的 KCL 
和 电感 器 、 电 压 源 的 元 件 特性 。 用 表示 节点 数 ，mr 表示 电感 分 支 数 和 my 表示 电 
压 源 分 支 数 ， 系 统 的 尺寸 现在 为 -1 +ni +nv。 在 面向 电荷 的 MNA 方法 中 ， 另 外 
将 g 和 中 作为 未 知 变量 引入 。 这 意味 着 等 效 的 系统 : 
Ac s4 + Arg(ARe,t) + Aji + Avy =- Ai, (t) 
ie - Ale =0 


(4.5) 
Ale =v (t) 


q = ac (Ate, 1) 
b = dCi, t) 
由 于 几 个 原因 ， 电 荷 导 向 系统 式 (4.5) Cer Re ae?! 中 通常 是 用 作 半 导 
体 器 件 的 替代 电路 模型 的 主要 方法 。 方 程式 g = qc (Ale, t) Alb = 6, Gt) WE 
式 仅 涉及 g 和 中 的 确定 的 函数 评估 。 因 此 ， 从 计算 的 角度 来 看 ， 电 荷 导 向 系统 的 维 
数 等 于 经 典 系统 的 维 数 。 为 了 扩展 式 (4.4) 中 的 网 络 方程 式 以 包含 半导体 器 件 ， 
必须 将 半导体 器 件 的 电流 加 到 KCL 方程 : 
dq, (Ale, t) 
C 


a dt 


+ Apg(Ape, t) + Ajy +Ayjy + Asjs +A,j, =0 

dob, Gi, t) us 
dt 

Ale -v=0 

As 具有 与 其 他 关联 和 矩阵 [4c, Ar, Ar, Ay, A1] 相同 的 形式 。 和 矩阵 4s 的 条 

AL PRUE, WR i BEATA i, Way =1; 如 果 参 考 端 连接 到 节点 i 

Ma,=-1; GMA, Mist, =, n-1 和 上 =1,…，bs_1 都 成 立 。n 是 网 络 


4.6 
Ate = 0 CRS) 
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的 节点 数 ，bs 是 半导体 终端 的 数量 。 诸 如 文献 [240] 的 过 程 允许 将 电路 的 未 知 数 
(节点 电压 ， 通 过 分 支 的 电流 ) 分 解 成 用 于 时 间 依 赖 解 的 差分 分 量 y 和 用 于 准 静 态 
分 析 的 代数 分 量 z。 标 称 电压 和 电流 zo 由 文献 [241] 获得 : 
Zo =- B (Co - Folio) iv (0) )) (4.7) 
式 中 , B, Cy 和 Fo 是 与 电路 装置 之 间 的 线性 和 非 线性 耦合 相关 的 确定 性 初始 解 的 
函数 ; yo 是 电路 的 任意 初始 状态 ; ie MD 和 v E nt" 是 独立 的 电流 和 电压 源 。 
假设 对 于 每 个 过 程 参 数 p， i, WERE BFF, RKA z 的 一 个 解 。 
然而 ， 由 于 工艺 变化 ， 工 艺 参数 的 制造 值 将 不 同 。 因 此 ， 唱 体 管 i 的 参数 p e 
[Pis Pm) 的 制造 值 被 建 模 为 随机 变量 : 
Pi = Hp i + op(di)p(d;, 0) (4.8) 
式 中 ,pw 和 0,(di) 分 别 是 参数 p; 的 平均 值 和 标准 偏差 ; pd; ,6) 是 对 应 于 参数 
的 随机 过 程 ; di 表示 晶体 管 了 在 芯片 上 相对 于 原点 的 位 置 ; 9 是 晶体 管 所 在 的 芯 
片 ， 该 参考 点 可 以 位 于 芯片 的 左下 角 ， 也 可 以 位 于 中 心 点 等 。 
作为 示例 ， 表 4. 1 显示 了 一 些 典 型 的 晶体 管 参数 p 及 其 平均 值 和 扩展 值 。 
表 4.1 0.18 CMOS 技术 中 的 MOST 关键 参数 Vps 中 的 =0V (a) Ips,ins 
Veg = 1.8V, Vos= 0.1Veo Jps am; Vos =1.8V, Vos =0.1V (b) Ips sis 
Veg =1.8V, Vp =1.8V do Insa Vos = -1.8V, Vps = -1.8V 

















6. 035 0. 226 2.914 0. 226 





4.1.2.2 空间 相关 模型 

通过 参数 提取 获得 的 大 量 过 程 参 数 集合 的 可 用 性 允许 研究 和 建 模 过 程 参 数 之 间 
的 变化 和 相关 性 ， 这 对 于 获得 模拟 电路 未 知 数 的 真实 值 至 关 重 要 。 图 4. 2a 所 示 显 
示 了 具有 3 个 不 同 阅 值 调整 注入 的 批 次 的 参数 统计 OF n 沟 道 和 7 沟 道 都 是 相同 
的 ) 。 传 统 方法 依次 确定 每 个 参数 ， 并 忽略 它们 之 间 的 相互 作用 ， 因 此 ， 模 型 对 测 
量 数据 的 拟 合 可 能 不 如 最 优 。 另 外 ， 参 数 是 与 具体 设备 相关 的 ， 因 此 它们 对 应 于 不 
同 的 设备 尺寸 。 提 取 程 序 通常 也 专门 针对 特定 的 模型 ， 而 且 需 要 大 量 工作 来 改变 或 
改进 这 些 模型 。 对 于 复杂 的 IC 模型 ， 可 以 将 参数 提取 作为 优化 问题 。 直 接 参 数 提 
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DE 


3 种 不 同 的 -一 





00 20 40 60 80 10 12 14 16 
距离 /mm 一 一 > 


b) 
4.2 a) p MENEE, Vio,p , 对 n 3H 18 Fe (EH He, To ; 
在 同一 批 次 的 200 个 晶体 管 对 上 测量 。b) 体 效 应 因数 ，Ko,N ， 对 阔 值 电压 ， 
Von: 对 于 具有 3 个 不 同 注入 的 批 次 的 200 个 n 沟 道 晶体 管 来 调整 闵 值 电压 ; 
b) 使 用 M=5 的 a/p= [1, =, 10] (© IEEE 2009) 的 模型 协 方差 函数 的 行为 


取 技 术 的 使 用 [221 代替 优化 ， 可 以 进行 行 端 紧凑 模型 参数 的 确定 。 模 型 方程 分 为 功 
能 独立 部 分 ， 所 有 参数 都 使 用 直接 代数 求解 ， 无 需 迭 代 过 程 或 最 小 二 乘 拟 合 。 随 着 
电源 电压 的 恒定 降低 ， 中 等 反 转 区 域 变 得 越 来 越 重 要 ， 因 此 对 该 区 域 的 准确 描述 是 
至 关 重 要 的 。 

基于 阔 值 电压 的 模型 ， 例 如 BSIM 和 MOS 9， 利 用 了 弱 反 型 区 (EIERE) 和 
强 反 型 区 (MERATE) 的 漏 极 - 源 极 沟 道 电流 1ps 的 近似 表达 式 。 这 些 近似 方 
程 使 用 数学 平滑 函数 连接 在 一 起 ， 导 致 中 度 反 型 区 〈 即 围绕 阔 值 ) 中 的 1ps 的 既 不 
是 物理 也 不 是 精确 的 描述 。 基 于 阔 值 电压 的 模型 ， 表 面 电 位 28] (定义 为 栅 极 氧化 
物 / 衬 底 界面 处 的 相对 于 中 性 体积 的 静电 势 ) 的 主要 优点 是 表面 电势 模型 不 依赖 于 
在 所 有 的 操作 区 域 和 1-V 和 CV 特性 区 域 的 方法 表达 /评价 使 用 一 套 统一 的 公式 。 
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在 基于 表面 电位 的 模型 中 ， 通 道 电 流 万 s 分 为 漂移 Cain) 和 扩散 Cae) 分 量 ， 它 
们 是 栅 极 偏 置 fca 和 源 极 (vo) WE (wa) 侧 表面 电位 的 函数 。 以 这 种 方式 ， 可 
以 使 用 针对 所 有 操作 区 域 ( 即 ， 弱 、 中 等 和 强 反 型 ) 的 一 个 方程 来 准确 描述 Ipso 
数值 过 程 也 消除 了 表面 电位 建 模 中 的 一 个 主要 问题 : 存在 表面 电位 以 封闭 形式 
(有 限 精度 ) 的 解决 方案 ,或 者 与 使 用 二 阶 牛 顿 迭 代 方 法 来 提高 MOS 型 号 11 的 计 
算 效率 524] 。 

随机 过 程 可 以 表示 为 一 个 不 相关 随机 变量 的 级 数 展开 ， 这 些 随 机 变量 涉及 完整 
确定 性 函数 集合 并 具有 相应 的 随机 系数 。 这 种 方法 根据 随机 变量 和 确定 性 函数 提供 
了 二 阶 矩 特性 。 有 几 个 这 样 的 级 数 被 广泛 使 用 。 常 用 的 级 数 涉及 频谱 扩展 [245] ， 其 
中 只 有 当 随 机 过 程 被 假定 为 固定 上 且 随 机 过 程 的 长 度 是 无 限 或 周期 性 时 ， 随 机 系数 不 
相关 [5] 。 使 用 Karhunen - Loève 扩展 1231 由 于 其 双 正 交 性 而 显得 有 趣 ， 即 确定 性 
基 函 数 和 对 应 的 随机 系数 都 是 正 交 的 [7] ， 例 如 正 交 确 定性 基 函 数 及 其 幅度 分 别 是 
协 方差 函数 的 特征 函数 和 特征 值 。 如 果 本 征 解 的 分 析 预 处 理 步 又 可 用 ， 则 可 以 使 用 
Karhunen - Loève 扩展 进行 仿真 ， 从 而 在 保证 精度 的 同时 大 大 降低 计算 量 [246.247] 。 
假设 p; 是 零 均 值 高 斯 过 程 并 且 使 用 Karhunen - Loève 扩展 ， 则 p; 可 以 用 有 限 数量 的 
项 M 作为 截断 形式 〈 用 于 实际 实现 ) : 


M 
Pi = Mpi + os(d) Z V Opnépn(O)fo.nl di) (4.9) 


式 中 ，|é&,(9) | 是 零 均 值 非 相 关 高 斯 随机 变量 的 失 量 ; fn (d;) 和 加 ,是 本 征 函 数 
和 p(d;,9) 的 协 方差 矩阵 C, (di ,d, ) 的 特征 值 。 为 了 不 失 一 般 性 ， 考 虑 两 个 给 定 阔 
值 电压 的 晶体 管 。 在 这 种 方法 中 ， 它 们 的 阔 值 电压 被 建 模 为 模具 的 空间 域 上 的 随机 
过 程 ， 从 而 使 得 芯片 上 的 任何 两 个 晶体 管 的 参数 为 两 个 不 相关 的 随机 变量 。 变 量 可 
以 由 可 用 的 已 建立 的 子 程序 产生 ， 然 后 乘 以 由 目标 协 方差 模型 的 特征 分 解 导出 的 特 
征 函数 和 特征 值 。M 的 值 由 表征 协 方差 函数 的 特征 对 的 准确 性 而 不 是 随机 变量 的 
数量 决定 。 与 以 前 的 方法 不 同 ， 后 者 将 随机 效应 作为 分 段 线性 模型 [24] 或 通过 第 二 
种 类 型 的 修改 的 贝 塞 尔 函 数 [29] 模型 化 过 程 参数 的 协 方差 ， 这 里 协 方差 表示 为 (I 
图 4.2b) 线性 递减 的 指数 函数 : 
C (di ,d2) — (1 + Sa, ,) y (67° tale da-dal p) (4. 10) 
式 中 ，5 是 基于 距离 的 权重 项 ; y 是 分 别 位 于 欧 几 里 得 坐标 (x1, y1) 和 (x, y2) 
的 两 个 晶体 管 的 测量 校正 因数 ; c, Alc, 是 依据 过 程 成 熟 度 的 过 程 校正 因数 ， 例 如 ， 
在 图 4. 2b F c, , =0. 001 涉及 非常 成 熟 的 过 程 ， 而 ev, =1 表示 这 是 一 个 上 坡 阶段 
的 过 程 ; p 是 反映 集中 定义 在 [-a, a) 中 空间 尺度 的 相关 参数 ， 其 调节 相关 函数 
相对 于 距离 (di ，d,) 的 衰减 速率 。 
在 物理 上 ， 较 低 的 a/p 意味 着 高 度 相 关 的 过 程 ， 因 此 需要 较 少 数量 的 随机 变量 
来 表示 随机 过 程 ， 相 应 地 ， 在 Karhunen -Loéve 扩展 中 较 少数 量 的 项 。 这 意味 着 对 
Fc, =0.001 和 a/p=1, 需要 采样 以 评估 的 晶体 管 的 数量 ,例如 ， 诸 如 立 值 电压 
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的 过 程 参数 远 小 于 其 所 需 的 数量 ， 由 于 相关 函数 中 所 示 高 的 非 线 性 ， 所 以 有 cy = 
1 fil a/p =10, 

AT Re AA TE Na A EE, SAR OT, M 必须 增加 。 
换 名 话说， 对 于 给 定 的 M, BAA o/b 增加 ， 精 度 降低 。 特 征 值 vpn 和 本 征 函 数 
fon TÆER RR D 上 索引 的 第 二 类 的 均匀 Fredholm 积分 方程 的 解 。 为 了 找到 
Fredholm 积分 的 数值 解 ， 每 个 特征 函数 近似 为 线性 递减 指数 函数 的 线性 组 合 。 所 得 
到 的 近似 误差 不 是 通过 Galerkin 方法 最 小 化 的 。 

图 4. 3 给 出 了 一 个 例子 ， 这 个 例子 通过 Karhunen — Loeve 的 扩展 ， 进 行 空间 相 
关 依 赖 性 和 图 4. 2a 中 可 用 测量 数据 模型 拟 合 。 作 为 空间 滤波 分 析 的 结果 ， 采 样 窗 
口 半 径 与 片上 可 变性 的 关系 如 图 4. 3a 所 示 ， 其 中 针对 特定 产量 期 望 调整 的 单一 变 
异 函 数 是 通过 每 个 晶片 的 分 布 的 组 合 导出 的 。 采 样 窗口 半径 对 应 于 参考 点 和 窗口 区 
域内 任何 其 他 单元 格 之 间 的 最 差 情况 的 距离 。 为 了 分 析 随 机 过 程 变 化 ， 通 过 变异 性 
分 解 方法 去 除 测量 数据 的 主要 系统 效应 2550] 。 为 了 比较 ， 基 于 网 格 的 空间 相关 模型 
( 见 图 4.3b) 直观 、 简 单 、 易 用 ， 但 由 于 固有 的 精确 度 与 效率 的 限制 ， 需 要 采用 更 
灵活 的 方法 ， 特 别 是 需要 在 短 时 间 内 到 中 值 距离 291。 

20 





1.0 3.0 5.0 7.0 9.0 11 13 15 
距离 /mm 一 一 > 


b) 
图 4.3 a) 上 图 : 系统 效应 分 析 为 68.3% (o), 95.4% (20), 99% , 99.3% , 99.5% 和 99. 7% 
(30) 产量 预期 ; 下 图 : 测量 和 模型 随机 效应 b) 图 4.2 的 空间 相关 校正 关系 (© IEEE 2009) 
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4.1.2.3 缺陷 模型 定义 
从 统计 建 模 的 角度 来 看 ， 全 局 变化 同样 影响 给 定 电路 中 的 所 有 晶体 管 。 因 此 ， 
系统 参数 变量 可 以 由 电路 中 每 个 晶体 管 的 参数 平均 值 的 偏差 来 表示 ， 这 可 以 被 视 为 
缺陷 。 现 在 引入 了 缺陷 模型 ，7 =f(. ) ， 由 于 晶体 管 尺寸 和 工艺 参数 的 随机 制造 
变异 导致 电压 和 电流 偏 移 : 
mp = Ao, WS LS pt) (4. 11) 
式 中 ，7 = SC. ) 是 节点 电压 和 支 路 电流 变化 的 函数 ; v 定义 为 所 提取 数据 估计 的 拟 
合 参数 ; W* 和 上 "表示 由 于 制造 变化 引起 的 几何 变形 ; p * 为 模型 与 式 (3.9) PE 
义 的 相应 标 称 值 的 电 参数 偏差 ,例如 改变 的 跨 导 、 立 值 电 压 等 。 
该 缺陷 模型 用 于 通过 将 式 (4. 11) 的 项 ,包括 在 式 (4.7) 中 ， 以 矩阵 形式 
写成 相应 的 电路 故障 模型 ; 
F=% xn, (4. 12) 
式 中 ，zo 是 标 称 数据 的 矩阵 ; n, 表示 器 件 公 差 的 随机 矢量 。 
基本 上 , 式 (4.12) 的 故障 模型 基于 过 程 技 术 的 随机 和 系统 变化 将 直流 节点 
电压 〈 直 流 支 路 电流 ) 漂移 出 其 理想 状态 。 虽 然 频 域 中 的 电路 的 功能 行为 可 能 不 
是 线性 的 ， 或 者 甚至 在 直流 域 中 ， 由 于 输出 和 输入 信号 之 间 的 非 线性 函数 ， 只 要 被 
测 电路 的 偏 置 和 输入 条 件 保 持 准 静态 ， 式 (4.12) 的 故障 节点 电压 〈 分 支 电流 ) 
遵循 式 (4.9) 中 提出 的 高 斯 分 布 。 式 (4. 12) 的 故障 模型 的 明显 限制 是 它 无 法 捕 
获 被 测 电路 的 故障 瞬 态 特性 。 
通常 ， 电 路 设计 会 针对 成 品 率 进行 了 优化 ， 使 得 制造 的 大 多 数 电 路 符合 性 能 要 
求 。 产 量 估算 的 计算 成 本 和 产量 估计 的 复杂 度 ， 加 上 设计 过 程 的 迭代 性 ， 使 产量 最 
大 化 在 计算 上 是 禁止 的 。 因 此 ， 使 用 与 过 程 参数 一 组 最 坏 情况 条 件 下 相对 应 的 模型 
来 验证 电路 设计 。 最 坏 情 况 分 析 是 指 在 一 些 最 坏 情 况 条 件 下 确定 过 程 参 数 的 值 以 及 
相应 的 最 坏 情 况 电 路 的 性 能 值 的 过 程 。 在 设计 人 员 努 力 下 ， 最 坏 情 况 分 析 非 常 有 
效 ， 因 此 已 经 成 为 统计 分 析 和 验证 中 最 广泛 使 用 的 技术 。 以 前 提出 的 用 于 最 差 情况 
容 差分 析 的 算法 分 为 4 个 主要 类 别 : 角 技术 、 区 间 分 析 、 基 于 灵敏 度 的 顶点 分 析 和 
蒙特 卡 洛 (MonteCarlo) 模拟 。 最 常见 的 方法 是 角 技术 。 在 这 种 方法 中 ， 独 立地 选 
择 导致 最 差 性 能 的 每 个 过 程 参 数值 。 该 方法 忽略 了 过 程 参 数 之 间 的 相关 性 ， 并 且 将 
每 个 过 程 参 数 同时 设置 为 其 极 值 导致 的 在 过 程 参数 的 联合 概率 密度 的 尾 端 拟态 。 
此 ， 获 得 的 最 坏 情 况 的 表现 值 令 人 非常 诅 形 。 区 间 分 析 在 计算 上 是 有 效 的 ， 但 是 导 
致 过 高 的 结果 ， 即 计算 的 响应 空间 包含 实际 的 响应 空间 ， 这 是 由 于 区 间 操 作 数 之 间 
的 依赖 性 导致 的 难处 理 的 区 间 扩 展 。 已 经 采用 区 间 分 割 技 术 来 减少 区 间 扩 展 ， 但 是 
牺牲 了 计算 复杂 度 。 传 统 的 顶点 分 析 假 设 最 坏 情况 参数 集 位 于 参数 空间 的 顶点 ， 因 
此 可 以 通过 在 参数 空间 的 所 有 可 能 顶点 获得 电路 仿真 结果 的 并 集 来 计算 响应 空间 。 
给 定 具 有 M 个 不 确定 参数 的 电路 ， 这 将 导致 2” 个 模拟 问题 。 为 了 进一步 降低 模拟 
复杂 度 ， 使 用 在 标 称 参数 条 件 下 计算 的 灵敏 度 信息 来 找 出 与 电路 响应 最 差 情 况 相对 
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应 的 顶点 。 蒙 特 卡 洛 算法 采用 从 每 个 过 程 参 数 范围 内 选择 的 值 的 随机 组 合 ， 并 重复 
执行 电路 模拟 。 其 结果 是 估计 的 响应 的 统计 特征 值 的 集合 。 

不 幸 的 是 ， 如 果 模 拟 的 迭代 次 数 不 是 很 大 ， 蒙 特 卡 洛 模拟 总 是 低估 公差 窗口 。 
精确 地 确定 响应 的 界限 需要 大 量 的 模拟 ， 因 此 如 果 芯 片 变 大 ， 则 蒙特 卡 洛 方法 将 变 
得 非常 消耗 计算 时 间 。 从 测试 的 角度 来 看 ， 一 般 来 说 ， 无 故障 电路 和 故障 电路 具有 
不 同 的 公差 窗口 ， 这 意味 着 对 于 无 故障 电路 和 每 个 故障 电路 ， 应 产生 相应 的 公差 窗 
口 。 如 果 故 障 列表 中 的 故障 数 为 n， 则 公差 窗口 的 总 数 为 (n+1)。 

在 本 书 的 情况 下 ， 基 于 中 心 极限 定理 ,为 了 在 式 (4.12) 概率 上 完全 表征 高 
斯 数据 ， 首 先 必须 通过 预期 计算 一 阶 和 二 阶 矩 来 找到 平均 值 和 相关 性 。 即 使 随机 变 
量 不 是 严格 的 高 斯 数据 ， 二 阶 概率 表征 也 为 大 多 数 实际 问题 产生 了 足够 的 信息 。 为 
了 使 问题 易于 管理 ， 式 (4.12) 中 的 系统 通过 截断 的 泰勒 近似 线性 化 ， 假 设 随机 
缺陷 n, 的 幅度 足够 小 ， 以 将 等 式 视 为 在 m, 的 变化 范围 内 为 线性 的 ， 或 者 在 准 静 态 
直流 偏 置 的 情况 下 ， 电 气 故 障 名 的 线性 度 非常 平滑 ， 即 使 对 于 宽 范围 的 m,， 它 们 
也 可 能 被 认为 是 线性 的 。 

接 下 来 ， 必 须 计算 每 个 处 理 参 数 的 每 个 节点 电压 (分 支 电 流 ) 的 自 相关 函数 。 
这 是 必要 的 ， 以 估计 出 决定 电路 是 否 有 故障 所 需 的 公差 窗口 。 然 后 计算 各 为 准 静 
态 时 间 段 的 自 相关 函数 : 

Caz = JoCm do (4. 13) 
AP, Jo 是 在 p; 处 初始 评估 数据 zo 的 雅 可 比 矩 阵 ; Cw 是 对 称 协 方差 矩阵 ， 其 对 
角 线 和 非 对 角 线 元 素 分 别 包含 式 (4.10) 中 定义 的 参数 方差 和 协 方差 。 随 后 在 式 
(4.13) 中 准 静态 节点 电压 F, 与 平均 值 ws 的 边界 表示 为 


[次 aa = Hz, + py > | |Cz A py (4. 14) 
k m ne 


对 于 连接 到 节点 re [ner Wie lii) EEE pie 1P Pm] 
都 满足 。 根 据 定 义 ， 将 准 静 态 节 点 电压 与 , 设置 在 式 (4.14) 中 允许 的 边界 之 外 ， 
表示 故障 行为 。 为 了 获得 闭合 形式 的 矩 方程 ， 引 入 高 斯 闭合 近似 来 截断 无 穷 层 次 。 
在 这 种 方案 中 ， 较 高 阶 矩 用 第 一 和 第 二 阶 矩 表示 ， 就 好 像 E 的 分 量 是 高 斯 过 程 一 
样 。 该 方法 快速 ， 与 常规 标 称 电路 仿真 相当 。 假 设 有 次 故障 的 蒙特 卡 洛 模拟 ， 使 
用 蒙特 卡 洛 方法 (使 用 过 程 参 数 变 化 的 统计 数据 ) 获得 了 m xz 的 理论 加 速度 。 图 
3. 13 说 明了 在 静止 状态 下 带 增益 放大 辅助 放大 器 的 折 和 至 共 源 一 共 栅 放大 器 的 电流 
和 节点 电压 下 ， 该 方法 的 精度 。 式 (4.14) 与 蒙特 卡 洛 分 析 (可 以 显示 1500 WE 
代 是 精确 表示 性 能 函数 所 必需 的 ) 作为 输入 和 电源 电压 的 函数 ， 如 图 4.4 和 图 4.5 
所 示 。 两 种 方法 之 间 的 区 别 如 图 4.6 和 图 4.7 所 示 。 


4.1.3 决策 标准 和 测试 刺激 优化 


4.1.3.1 Neyman — Pearson 决策 标准 
由 于 每 个 分 支 电流 是 参数 变化 的 线性 组 合 中 的 高 斯 随机 变量 ， 因 为 在 节点 r 处 
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存在 电压 偏差 ， 电 源 电 流 [表示 为 Ibm (n 个 采样 ) ] 也 是 高 斯 分 布 随机 变量 ， 其 
对 于 所 有 过 程 参数 的 导数 915p。/9p;， 可 以 从 参数 的 线性 表达 式 中 轻松 找到 。 为 了 避 
免 符 号 混乱 ，I1pp, 会 继续 使 用 。 由 于 无 错误 和 故障 电路 的 测量 值 中 存在 重 释 的 区 
域 ， 加 剧 了 7pn, 的 可 接受 公差 窗口 的 导出 难度 ， 导 致 故障 检测 的 模糊 区 域 。 为 了 抵 
消 这 种 不 确定 性 ， 基 于 关键 区 域 C” C0 的 Neyman - Pearson 测试 3,3! ， 其 中 0 
是 测试 统计 的 样本 空间 ， 提 供 了 所 有 测试 的 最 大 功率 ， 具 有 显著 性 水 平 a: 
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式 (4.14) 




























Oi Pe he oe aaa a a 
式 (4.14) Ipp 公差 窗口 f 
4m 
2m | | A 式 (4.14) 
0.0 + - 
-10 -075 -0.50 -025 0.0 0.25 050 075 1.0 00 #02 04 O06 O08 10 12 14 16 18 
V T ——> Vpp/V 一 
b) b) 


图 4.4 蒙特 卡 洛 与 式 (4.14) iE 图 4.5 蒙特 卡 洛 与 式 (414) WTR RE 
节点 电压 和 电源 电流 mp 作为 输入 电压 的 函数 和 电源 电流 Zoop 作 为 电源 电压 的 函数 


BC” & (ete) hag, cdg, 1OsF YS AI (4. 15) 
StH, [pp EWU; 1 () 是 似 然 函数 ; G 和 下 分 别 表示 无 错误 和 错误 的 响应 。 
既然 a (无 故障 电路 被 无 故障 地 拒绝 的 概率 ) 和 有 (错误 电路 被 接受 的 概率 ) 代表 
同一 决策 问题 的 事件 的 概率 ， 则 它们 不 是 独立 的 彼此 或 样本 量 。 当 然 ， 希 望 会 有 一 
个 决策 过 程 使 得 w 和 8B 都 很 小 。 然 而 ， 通 常 一 种 类 型 的 误差 的 降低 导致 固定 样本 大 
小 的 另 一 种 类 型 的 增加 。 同 时 减少 两 种 类 型 错误 的 唯一 方法 是 增加 样本 大 小 ， 而 这 
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图 4.6 作为 输入 电压 的 函数 ， 节 点 电压 和 电源 电流 fbp 的 蒙特 卡 洛 和 式 (4.14) 之 间 的 最 大 和 
最 小 差异 百分比 (%)o Æ max Æ mins App, max Al Ipp,win 表 示 概 率 函数 的 尾数 


又 被 证 明 是 耗 时 的 过 程 。Neyman - Pearson 测试 是 贝 叶 斯 测试 的 一 个 特例 ， 当 先 验 
概率 可 能 未 知 或 者 贝 叶 斯 平均 成 本 可 能 难以 评估 或 客观 设置 时 ， 它 提供 了 可 行 的 解 
决 方案 。 由 于 Ipp, 在 无 故障 和 故障 条 件 f( Ipp,AG) 和 _f(1op,/F) 下 的 密度 函数 分 别 被 
称 为 似 然 函数 , 似 然 比 定义 为 


_ _ fanon) ( (Tom ,lppn) | ©) 
Um i a ON Ue 
KTERE A 具有 和 需要 的 显著 性 水 平 a 


P = |(Ipp,",lppn)} € C* |P(G)| =a 
re Ate) = na (4. 17) 


P(Ipp > > Allon ~ N(wo*/n)) = P(Z > 
3 Tg Nn 


AP, je 和 ce 是 无 差错 响应 的 平均 值 和 方差 。 
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图 4.7 作为 电源 电压 的 函数 ， 蒙 特 卡 洛 与 节点 电压 和 电源 电流 7pp 之 间 的 最 大 和 
最 小 差异 百分比 (% )。 P= a Be ous x 7pp na 和 Typ ,min 表示 概率 函数 的 尾部 


P(Z<zlio) =1 -Qa, 和 Ia 是 标准 正 态 分 布 上 GZ 的 (1-a) 分 位 点 。 回 想 一 

F, WÈ p ~N(u,07), WZ= (Upp -we) ~N(0,1)。 在 本 例 中 ， 由 于 假定 变量 

DWR ESSM, AERE In ~N(n, o”/n)。 从 前 面 的 方程 可 以 看 出 ， 
测试 了 拒绝 : 

Inn -Ke 

ni ogl vn 

要 纳入 Neyman - Pearson 引 理 ， 第 一 步 是 选择 和 修正 测试 a 的 显著 性 水 平 ， 并 

建立 对 应 于 a 的 测试 的 关键 区 域 。 该 区 域 取 决 于 测试 统计 了 的 分 布 以 及 备 选 hypo- 

book 是 单 面 还 是 双 面 。 在 从 测量 数据 收集 /观察 之 后 ， 以 下 步骤 是 从 数据 样本 中 计 

算 7T 的 值 ( 称 为 1 )。 将 该 结果 与 7 的 分 布 进行 比较 ， 以 查看 其 是 否 落 入 临界 

(拒绝 ) 区 域 。 最后， 决定 接受 或 拒绝 数据 样本 。 





2 5(1-a) (4. 18) 
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算法 

初始 化 

— 定义 每 个 观察 样本 的 概率 已 (C) AP (F) 
- 显著 性 水 平 a 

数据 采集 

=- 为 每 个 计算 选择 1pp, 采 样 点 时 刻 

主体 

1. 根据 式 (4.15) 计算 临界 区 域 C* 

2. EMRE AS = jc + zl_ayaXZVm 

3: 计算 标准 正 态 分 布 z(1 _。) 的 (1 -a) 分 位 点 
4. 根据 式 (4.18) 从 数据 样本 计算 了 的 值 

5. 如 果 Tz(1 -ou 拒绝， 否则 接受 观察 样本 





4.1.3.2 测试 刺激 优化 

所 有 的 仿真 结果 存储 在 数据 库 中 的 一 个 块 内 。 这 样 可 以 通过 首先 调查 某 个 模拟 
的 结果 ， 然 后 再 添加 不 同 模拟 的 结果 ( 可 能 包含 一 组 不 同 的 故障 和 /或 测试 )， 以 增 
量 的 方式 填写 数据 库 。 数 据 库 块 被 视 为 矩阵 ， 其 中 列 包含 单个 故障 的 整个 测试 结果 ， 
行 包 含 单 个 测试 的 结果 。 这 样 ， 每 个 矩阵 项 都 是 测试 -故障 组 合 的 测试 结果 。 

为 测试 模式 生成 获得 必要 的 刺激 ， 对 数据 库 中 可 用 结果 的 测试 刺激 优化 是 必要 
的 。 存 在 几 种 可 能 的 优化 测试 刺激 的 方法 : 强力 方法 是 首先 收集 每 个 电路 规范 的 故 
障 覆 盖 数 据 。 然 后 ， 这 些 数据 可 以 通过 尝试 所 有 可 能 的 测试 刺激 设置 的 排列 来 查找 
测试 刺激 的 最 佳 顺序 。 如 果 电 路 有 个 规格 ， 则 必须 尝试 n! 个 排列 ， 例 如 对 于 20 
个 规格 ， 需 要 2. 4 x 107 个 排列 ， 这 显然 不 是 计算 上 可 行 的 。 文 献 [252] 中 的 做 
法 更 先进 。 这 里 采用 Dijkstra 算法 来 选择 和 排序 模拟 规范 测试 。 算 法 的 计算 复杂 度 
为 nx2"， 所 以 在 n=20 时 ， 需 要 计算 1 x 10° 个 概率 。 这 是 对 强力 法 的 一 个 很 大 的 
改进 ， 但 还 是 太 大 了 。Dijkstra 算法 的 问题 在 于 它 不 考虑 故障 覆盖 ,这 似乎 对 于 测 
试 排 序 至 关 重 要 。 换 句 话 说， 如果 没有 检测 到 任何 故障 ， 一 个 不 昂贵 的 测试 刺激 是 
无 用 的 。 一 般 来 说 ， 最 好 先 执行 具有 高 故障 覆盖 率 的 测试 刺激 ， 只 要 它们 不 是 
太 贵 。 

文献 [225] 中 的 算法 在 这 里 部 分 实现 是 基于 这 些 观察 。 具 有 非常 低 的 故障 覆 
盖 率 的 第 一 个 测试 刺激 从 测试 刺激 集合 中 消除 ， 进 而 剩 下 的 测试 刺激 进行 排序 。 考 
虑 两 种 测试 刺激 排序 的 方法 : 在 第 一 阶段 ， 对 检验 刺激 进行 排序 ， 以 便 首 先 执行 检 
测 未 被 检测 的 最 有 缺陷 参数 的 检测 刺激 ， 最 后 执行 最 不 重要 的 检测 刺激 〈 测 试 刺 
激 按照 唯一 覆盖 值 的 降序 排列 ) ; 在 第 二 阶段 ， 更 昂贵 的 测试 刺激 向 下 移动 ， 因 此 
用 于 较 少 数量 的 电路 ， 从 而 降低 总 体 测试 刺激 成 本 。 测 试 刺激 从 上 到 下 ， 不 增加 累 
积 覆盖 率 的 前 提 下 ， 移 动 到 列表 的 底部 。 

因为 在 测试 刺激 被 排序 之 前 ， 从 设置 的 测试 刺激 中 消除 了 一 些 测 试 刺激 ， 所 以 
这 两 种 算法 都 是 启发 式 的 ， 并 且 都 可 以 以 更 少 的 计算 成 本 来 处 理 具有 更 多 规格 的 电 
路 。 算 法 的 计算 复杂 度 为 *， 所 以 在 n=20 时 ， 需 要 计算 400 个 概率 。 由 于 启发 式 
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方法 ， 该 算法 不 一 定 产生 实际 的 最 优 值 ， 而 是 通常 为 接近 最 优 值 的 值 。 为 了 找到 最 
佳 的 测试 刺激 集合 ， 算 法 尝试 各 种 测试 刺激 集合 的 排列 。 首 先 考虑 成 本 较 高 的 测试 
刺激 ， 最 后 考虑 成 本 较 低 的 测试 刺激 。 假 设 昂贵 的 测试 刺激 是 第 位。 该 算法 考虑 
将 其 移动 到 具有 j >i 的 每 个 位 置 J。 当 第 ;个 测试 刺激 被 移动 到 第 7 个 位 置 时 ， 目 前 
在 i+1 到 第 7 个 位 置 的 测试 刺激 向 前 移动 一 步 。 当 进行 排列 时 ， 所 有 的 测试 刺激 的 
PRY, 发 生变 化 。 测 试 7; 的 产量 Y, 被 定义 为 通过 测试 T, 的 器 件 的 数量 ， 考 虑 到 
序列 中 所 有 排 在 前 面 的 测试 刺激 ， 这 意味 着 测试 刺激 的 产量 取决 于 其 在 测试 序列 中 
的 位 置 。 最 佳 测试 序列 是 测试 刺激 成 本 最 低 的 测试 序列 。 平 均 测 试 刺激 成 本 是 
(Dy - N,) oe (Dr -N,) (Dy -N; - Nz) 


T, = wi +w Dy Dy (Dr -Ni) 


= > uw JY, (4. 19) 


il jt 
AP, w 是 执行 测试 号 i 的 测试 刺激 的 成 本 ; NN; 被 定义 为 由 测试 刺激 7; 唯一 的 检 
测 到 的 故障 的 数量 ， 而 不 是 先前 的 任何 测试 刺激 ; Dr 是 设备 的 总 数 。 
优化 算法 
初始 化 
一 初始 化 输入 测试 集合 T，w;, ie 7 (测试 成 本 ) 
一 初始 化 测试 刺激 数量 m 
主体 
一 计算 平均 检测 刺激 成 本 T, 
一 计算 测试 刺激 累积 覆盖 率 C, 
一 找到 最 小 参数 w;, ie T 
j=i+l 
While j<m 
1 计算 式 (4.22) 和 式 (4.23) 
如 果 式 (4.23) < 式 (4.22) 
[AR (4. 19) 计算 7。( 新 的 平均 检测 刺激 成 本 ) 
如 果 T <T, 
将 第 i 个 测试 刺激 移 至 第 j 个 位 置 
移动 第 i+1 到 第 j 个 测试 刺激 位 置 并 更 新 7。 


HAR (4.24) 计算 C。 
如 果 C' < C。， 
| 将 第 i 个 测试 刺激 移 至 第 j 个 位 置 
移动 第 i+1 到 第 j 个 测试 刺激 位 置 并 更 新 C, 
} 
j=j+l 


一 找到 最 佳 刺激 集合 7 时 停止 
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该 算法 避免 了 对 于 每 个 可 能 的 排列 来 计算 所 有 新 的 测试 刺激 的 产量 页， 而 是 
首先 估计 变化 是 否 可 能 提高 平均 测试 刺激 成 本 。 如 果 第 i 个 测试 被 移动 到 第 j 个 位 
置 ,那么 只 有 第 i 至 第 j 个 测试 的 测试 产量 才能 改变 。 特 别 地 ， 前 面 方程 式 的 唯一 
变化 是 


F k=1 
X w IIY (4. 20) 
k=l {=i 
将 x 定义 为 
j k-1 
zs Som [ft i (4.21) 
k=1+1 l=i+l 
然后 在 排列 之 前 ， 式 〈4. 20) 等 于 
w; = Yx (4.22) 


WR Y; 没有 明显 变化 ， 排 列 后 ,， 式 (4.20) 可 以 近似 : 


j 
x +w; [|x (4.23) 


l=i+1 


因此 ， 如 果 式 (4.23) 小 于 式 〈4. 22) ， 则 排列 可 能 会 降低 测试 刺激 成 本 ， 并 
计算 真实 的 Y;。 如 果 测 试 刺激 成 本 降低 ， 则 接受 此 举 。 该 算法 继续 尝试 更 多 的 排 
列 ， 直 到 最 短 的 测试 被 尝试 。 测 试 刺激 的 累积 覆盖 率 是 由 测试 刺激 或 先前 测试 刺激 
除 以 故障 总 数 检测 到 的 故障 数 : 


lẹ ，， 
E = NWO) (4.24) 


IP, cp (让 是 达标 的 最 高 故障 覆盖 率 ; N 是 故障 总 数 。 
按照 本 节 中 描述 的 步骤 ， 总 时 间 所 需 的 故障 注入 时 间 iiijocsion、 故 障 模拟 仿真 时 
间 t simulation ` 鉴别 分 析 时 间 多 和 测试 刺激 优化 toptimization 可 以 表示 为 
tinjection = Na 


= NbiasN supply N input N t +t 


supply’ " input“ ' reference "circuit 


t 


simulation tolerance (4.25) 
tisorininatisn = Nauletanalysis 

optimization 7 N 
BUF, towap> Ceircuit > ttoterance 和 tavss 是 将 故障 引入 电路 所 需 的 时 间 、 模 拟 电路 网 
表 、 导 出 电路 响应 的 边界 并 分 别 执行 Neyman - Pearson 测试 ; Naode 表 示 电 路 中 节 
点 的 数量 ; Nj;ss、Nswpply 、Ninput 和 Vioterence 指定 应 用 准 静 态 刺激 的 偏 置 、 供 应 、 输 
入 和 参考 节点 的 数量 ;Niu 表示 故障 数 ， Nuemuuton 表 示 测 试 刺 激 集合 的 排列 次 数 。 


4.2 可 测 性 概念 的 设计 


现代 片上 系统 (SoC) 集成 数字 、 模 拟 和 混合 模式 模块 ， 例 如 在 同一 芯片 上 的 


t permutation N faults 
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混合 信号 或 RF 模拟 和 数字 信号 等 。 通 过 使 用 从 最 终 IC 块 的 虚拟 库 描述 获得 的 第 
三 方 核心 ， 这 种 集成 水 平 进一步 复杂 化 。 此 外 ， 核 心 的 品种 和 数量 及 其 性 质 类 型 ， 
比如 模拟 、 复 杂 的 单个 模块 的 测试 阶段 、 块 的 组 合 和 最 终 的 整个 系统 的 组 合 。 模 拟 
域 的 问题 在 于 ， 由 于 很 可 能 会 发 生 快速 的 信号 衰减 ， 所 以 在 芯片 上 和 跨越 其 边界 的 外 
部 世界 长 距离 扫描 信号 要 困难 得 多 。IEEE 1149. 4!””3] 是 可 以 在 设备 、 子 组 件 和 系统 
级 使 用 的 标准 混合 信号 测试 总 线 。 旨 在 提高 混合 信号 设计 的 可 控 性 和 可 观察 性 ， 并 支 
持 混 合 信 号 内 置 测 试 结构 ， 以 减少 测试 开发 时 间 和 成 本 ， 并 提高 测试 质量 。 

有 各 种 已 知 的 设计 模拟 电路 可 测试 性 的 方法 。 最 常见 的 方法 是 将 系统 划分 为 子 
块 以 访问 内 部 节点 ， 使 每 个 隔离 子 块 接收 到 适当 的 刺激 进行 测试 [54] 。 文 献 
[255] 中 的 DET 被 定向 在 滤波 器 的 子 块 处 ， 使 得 通过 增加 其 他 级 的 带宽 来 测试 每 
个 级 。 这 是 通过 在 开关 电容 滤波 器 的 情况 下 调整 开关 方案 ， 或 者 通过 使 用 附加 的 
MOS 晶体 管 开关 旁 路 滤波 电容 来 完成 的 。 后 一 种 方法 的 问题 是 MOS 晶体 管 处 于 滤 
波 器 的 直接 信号 路 径 中 ， 降 低 了 性 能 。 一 种 开关 式 运 算 放 大 器 结构 可 以 克服 这 个 限 
制 (56]。 实 质 上 ， 这 种 开关 运算 放大 器 基本 上 具有 两 种 操作 模式 : 测试 模式 和 正常 
模式 ， 处 于 什么 模式 取决 于 数字 控制 信号 。 运 算 放 大 器 用 于 任何 两 个 子 块 之 间 的 接 
口 。 文 献 [257, 258] 给 出 了 一 种 类 似 于 文献 [256] 的 增强 方法 ， 这 种 方法 使 用 
具有 重复 输入 级 的 运算 放大 器 。 在 这 种 方法 中 ,初始 滤波 器 设计 中 的 每 个 运算 放大 
器 都 被 DIT 运算 放大 器 所 取代 。 在 文献 [259] 中 ,说 明了 适合 基于 可 以 计算 确定 
滤波 器 的 传递 函数 的 所 有 电容 器 比率 的 电路 来 检测 开关 电容 器 电路 中 的 参数 故障 的 
DT 方案 。 其 他 DfT 方案 包括 具有 自 校正 功能 的 A - D 转换 器 [2601 。 

与 以 前 测试 模拟 电路 功能 的 方法 不 同 ， 模 拟 结构 测试 L26,2] 包括 用 直流 或 低 
频 刺激 激发 正在 测试 的 电路 ， 以 在 指定 时 间 采 样 响应 ， 检 测 故 障 的 存在 。 直 流 瞬 变 
波形 可 以 看 成 分 段 线性 段 ， 以 激发 电路 的 电源 、 偏 置 和 /或 输入 。 为 了 促进 这 种 测 
试 ， 最 好 观察 各 个 核心 的 电流 (或 电压 ) 特征 ， 而 不 是 观察 整个 模拟 SoC 的 电流 
(REE) 特征 。 因 此 ， 这 里 的 DT 方法 类 似 于 功率 扫描 链 ， 引 在 以 单独 的 方式 打 
开 / 关 闭 模拟 核心 ， 在 核心 的 电源 和 输出 端子 处 提供 可 观察 性 的 手段 ， 并 激发 被 测 
核心 2@] 。 持 续 的 DIT 技术 不 会 打开 和 关闭 各 个 块 ， 而 只 是 将 观察 到 的 块 与 信号 路 
径 断 开 连 接 ; 它们 也 不 适用 于 直流 瞬 变 测试 ， 如 np 和 斜坡 [264] 。 

目前 ,供电 电流 监测 技术 在 模拟 电路 中 没有 发 现实 用 的 广泛 应 用 。 这 主要 是 因 
为 模拟 故障 并 不 像 数 字 案例 那么 明显 ， 在 特殊 测试 模式 下 ， 经 常 需 要 使 用 特殊 测试 
向 量 来 增加 故障 覆盖 。 将 电源 观测 概念 应 用 到 模拟 故障 诊断 中 ， 应 对 现 有 的 测试 技 
术 进行 重大 修改 。 这 是 因为 以 下 两 个 因素 : 人 该 方法 不 仅 需要 简单 观察 异常 电流 ; 
@ 与 数字 电路 不 同 ， 模 拟 电路 中 的 电源 之 间 总 是 存在 偏 置 电流 ， 在 大 多 数 情况 下 ， 
不 能 定义 异常 电流 。 

对 于 模拟 电路 和 系统 ， 由 于 各 种 原因 ， 故 障 诊断 技术 与 数字 电路 中 的 故障 诊断 
技术 相 比 更 复杂 : @ 需 要 在 内 部 节点 测量 电流 和 电压 信号 ; @ 由 组 件 公 差 引起 的 软 
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件 故障 的 诊断 。 

用 于 测试 模拟 电路 的 高 级 方法 ， 克 服 了 文献 [264] 提出 的 大 多 数 供电 监测 技 
术 遇 到 的 障碍 。 为 了 获得 有 效 的 测试 所 需 的 特征 丰富 的 信息 ， 通 过 向 供电 端子 施加 
斜坡 信号 而 不 是 传统 的 恒定 直流 信号 或 接地 电压 来 迫使 晶体 管 在 所 有 可 能 的 操作 区 
域 中 运行 。 电 源 斜坡 技术 可 以 潜在 地 检测 和 诊断 灾难 性 的 [*! 以 及 参数 故障 :1 。 
将 斜坡 信号 施加 到 电源 电压 节点 而 不 是 常规 步骤 〈 或 直流 电压 ) 可 以 迫使 电路 中 
的 大 部 分 晶体 管 在 所 有 操作 区 域 中 操作 ， 并 且 因 此 提供 丰富 信息 的 偏 置 电流 。 该 方 
法 测量 当前 特征 ， 而 不 是 单个 值 。 许 多 故障 具有 独特 或 近乎 独特 的 特征 ， 可 以 缓解 
诊断 过 程 。 实 际 上 它 与 系统 、 电 路 或 组 件 的 线性 或 非 线性 无 关 。 


4.2.1 功率 扫描 链 DfT 


传统 的 DfT 方法 可 以 向 信号 路 径 中 的 每 个 输入 和 输出 节点 提供 测试 接 入 点 。 
CMOS 开关 和 矩阵 有 3 种 模式 : 首先 ， 它 可 以 将 信号 从 一 个 块 传递 到 下 一 个 块 以 进行 
正常 操作 ; 第 二 ， 它 可 以 断 开 一 个 块 的 输出 ， 并 将 下 一 个 块 的 输入 连接 到 模拟 测试 
输入 总 线 ， 然 后 测试 仪 可 以 将 测试 信号 注入 被 测 电路 的 输入 端 ; 最 后 ， 开 关 和 矩阵 允 
许 通过 模拟 测试 输出 总 线 观 察 被 测 电 路 的 输出 。 然 而 ， 当 在 敏感 模拟 电路 的 信号 路 
径 中 使 用 CMOS 开关 时 ， 可 能 会 出 现 一 些 可 能 的 问题 ， 例 如 串扰 、 电 容 负 载 和 增加 
的 噪声 与 失真 。 

图 4. 8 所 示 的 功率 扫描 链 DITO" 的 目的 是 避免 最 小 化 ) 信和 号 路 径 中 的 开关 
数量 ， 并 提供 支持 基于 当前 的 测试 技术 的 手段 。DfT 的 主要 特点 是 选择 性 地 打开 和 
关闭 单个 内 核 ， 从 而 可 以 隔离 或 与 模拟 SoC 的 其 他 内 核 一 起 测试 直流 、 交 流 和 /或 
瞬 态 特性 。 在 两 步 A - D 转换 器 中 实现 的 功率 扫描 链 的 概念 概述 如 图 4.9 所 示 。 有 
几 种 打开 /关闭 模拟 核心 的 方法 。 优 选 的 选择 是 将 开关 置 于 模拟 核心 的 偏 置 网 络 中 ， 
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因为 这 不 会 干扰 信号 路 径 中 的 信号 。 另 一 种 选择 是 将 开关 置 于 电源 通路 中 。 然 而 ， 
这 些 开 关 引 入 了 可 能 对 核心 性 能 产生 影响 的 电压 降 。 另 外 ， 后 者 的 开关 可 能 是 庞大 
的 。 如 图 4. 8 所 示 ， 通 过 在 电源 处 使 用 斜坡 信号 而 不 是 传统 的 恒定 直流 信号 或 接地 
电压 来 操作 ，DfT 网 络 被 设计 为 在 所 有 可 能 的 操作 区 域 中 运行 。DfT 包括 一 个 模拟 
测试 输入 总 线 ， 用 于 为 被 测 核 心 提 供 输 入 刺激 ， 一 个 模拟 测试 输出 总 线 读 出 刺激 响 
应 ,数字 CS 和 OS 接口 读 出 数字 化 电流 特征 (CS) 和 数字 化 输出 响应 刺激 COS) ; 
模拟 电源 网 络 ， 用 于 读 取 电 源 线 中 的 电流 和 两 个 移 位 寄存 器 控制 器 ， 以 分 别 打开 / 
关闭 各 个 内 核 ， 并 分 别 选择 /取消 选择 输入 /输出 测试 总 线 。 
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图 4.9 在 两 步 A -D 转换 器 中 实现 的 功率 扫描 链 DIT 的 概念 概述 


4.2.1.1 供电 网 络 和 偏 置 控制 

在 模拟 供电 网 络 的 pp 路 径 中 只 插 人 一 个 传感器 ， 该 传感器 本 质 上 是 一 个 用 于 
测量 流 过 电源 端子 的 电流 的 电流 表 。 任 何 电流 传感器 的 一 个 重要 特性 是 ， 在 电流 变 
化 非常 快 并 通常 以 高 瞬 变 屏蔽 的 环境 中 ， 提 供 极 小 电流 读数 的 精确 测量 。 

相反 ， 在 供电 电流 与 背景 电流 的 比例 不 足以 区 分 故障 电路 和 故障 电路 的 条 件 
下 ， 主 要 的 限制 将 是 片 外 检测 。 然 而 ， 随 着 内 置 电 流 监视 器 芯片 的 发 展 ， 这 些 限 制 
已 经 在 很 大 程度 上 得 到 克服 [26,2%6] 。 为 了 便于 各 个 核心 (Ios Io» om ，…， 
lom) 的 供电 电流 读数 ， 所 检测 核心 的 偏 置 网 络 以 个 别 方式 打开 /关闭 。 根 据 从 偏 
移 移 位 寄存 器 的 从 左 到 右 的 时 钟 不 同 的 代码 的 电源 电流 之 间 的 差异 ， 找 出 各 个 内 核 
的 电源 电流 。 电 源 电流 读数 在 核心 的 额定 工作 条 件 下 执行 。 所 需 的 测试 时 间 取 决 于 
模拟 块 的 复杂 性 。ATPG 结果 提供 了 所 施加 的 斜坡 和 单个 模拟 核心 开 / 关 顺序 的 最 
佳 选择 ， 得 到 了 在 一 定 的 最 小 允许 故障 覆盖 的 限制 下 的 最 小 测试 时 间 。 

为 了 提高 可 读 性 并 避免 低 电 平 电 源 电 流 的 舍 和 效应， 在 感 测 元 件 之 间 感 测 静 态 
电源 电流 ， 并 且 在 具有 自动 增益 控制 功能 的 电压 放大 器 中 进一步 放大 以 处 理 宽 动态 
范围 。 放 大 后 ， 所 有 单独 的 电源 电流 读数 都 存储 在 存储 单元 中 。 运 算 符 允许 对 各 个 
电流 特征 的 任何 组 合 进行 任何 类 型 的 数学 运算 ， 例 如 加 法 运算 、 乘 法 运算 、 卷 积 运 
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算 等 。 这 些 电流 特征 的 后 处 理 可 由 任何 后 处 理 方法 完成 ， 例 如 集成 或 FFT。 除 了 观 
察 电源 电流 特征 的 模拟 波形 以 外 ， 还 可 以 观察 其 数字 化 版 本 。 图 4. 8 显示 了 一 个 快 
H N 位 数字 转换 器 (N=1) ， 其 fra 参 考 自 模拟 测试 输入 总 线 ， 尽 管 其 可 以 实现 任 
何 N 位 数字 转换 器 架构 。 数 字 和 解码 器 时 钟 信号 与 系统 相关 。 偏 置 网 络 由 提供 er E 
流 的 带 孙 电路 和 具有 多 个 支 路 的 电流 镜 组 成 ， 每 个 支 路 信号 都 馈送 模拟 内 核 。( 偏 
置 ) 移 位 寄存 器 控制 器 是 具有 Vpp (逻辑 1) 和 Vss C#0) 电压 电 平 的 数字 电 
路 。 对 于 本 示例 的 基于 n 通道 的 偏 移 网 络 为 例 ， 移 位 寄存 器 的 任何 位 置 中 的 位 值 1 
能 打开 任何 开关 Di, Da Day Dyyo 注意 ， 当 节 成 Di 接 通 或 者 当 全 局 关 断 信号 
(GPa) 引起 带 隙 电路 断 电 时 ，1ie 将 不 再 流动 ， 并 且 所 有 偏 置 电流 都 将 变 为 零 ， 而 
与 D,1…D2wy…Dwn 信 号 无 关 。 i A D; 接 通 时 ， 无 论 Da …D2w…Dwxw 如 何 ， 所 有 
偏 置 电流 都 将 变 为 零 ， 但 是 I 仍然 会 流动 。 开关 Da …D2w…Dxww 用 于 关闭 在 测 内 
核 或 调整 相应 的 电流 偏 置 。 可 以 考虑 开关 Da ， 其 中 =2…N， 作 为 主 开 关 ， 在 正 
常 运行 下 将 标 称 偏 置 电流 引 向 内 核 。 剩 余 的 开关 用 于 测试 模式 ， 以 允许 修改 偏 置 电 
流 用 于 测试 目的 。 如 图 4. 8 所 示 ， 假 设 偏 置 网 络 中 的 开关 由 n 沟 道 晶 体 管 组 成 。 然 
而 ， 实 际 结构 包括 如 图 4. 10 所 示 的 na 沟 道 和 P 沟 道 晶体 管 。 开 关 和 矩阵 控制 电路 的 
一 部 分 如 图 4. 11 所 示 。 





ce 试 输出 总 线 


图 4. 10 用 于 打开 和 关闭 核心 偏 置 电 路 的 部 分 开关 和 矩阵 


即使 所 有 块 由 于 混合 信号 电路 中 使 用 的 数字 电路 的 漏电 流 而 关闭 ，IC 也 可 能 
消耗 一 定量 的 电流 。 重 要 的 是 要 注意 ， 通 过 将 开关 放置 在 核心 偏 置 电路 的 接地 节点 
处 ， 而 不 是 在 模拟 核心 本 身 的 接地 节点 处 ， 由 于 导 通 电阻 导致 的 电压 降 引 起 的 对 核 
心 的 偏 置 点 的 影响 受到 限制 。 为 了 确保 单个 核心 完全 关闭 ， 即 它 没有 浮动 节点 ， 可 
以 使 用 本 地 断 电信 号 Pio 当 连 接 到 核心 1 的 Do, Dow. 核心 2 的 D3; “Days 核心 
NN 的 Dm…Dww 的 开关 断 开 时 ， 本 地 关 断 信号 有 效 。 是 逻辑 而 不 是 接口 实现 了 这 些 
设置 。 开 关 Dn…Drw 用 于 测试 偏 置 网 络 本 身 。 它 们 将 偏 置 节点 连接 到 模拟 输出 测 
试 总 线 。 核 心 的 偏 置 网 络 通过 一 次 打开 一 个 内 核 并 读 出 相应 的 偏 置 电 压 电 平 进行 测 
试 。 偏 置 网 络 的 感应 可 以 很 容易 地 调整 ， 以 检测 偏 置 电流 。 作 为 测试 规定 ， 最 后 测 
试 带 阶 电源 电流 。 
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4.2.1.2 测试 输入 和 输出 总 线 

该 方案 提供 了 模拟 测试 输入 总 线 来 控制 (激励 ) 启用 的 内 核 。 当 在 敏感 模拟 
电路 的 信号 路 径 中 使 用 CMOS 开关 时 ， 可 能 会 出 现 一 些 问 题 ， 例 如 串扰 和 增加 的 品 
声 、 失 真 和 电容 负载 。 在 这 种 方法 中 ， 用 两 个 开关 就 可 以 实现 ， 而 不 是 常规 使 用 的 
4 个 开关 。 注 意 到 从 核心 到 核心 的 信号 路 径 中 没有 开关 ， 并 且 模 拟 测试 总 线 与 信号 
路 径 分 流 。 假 设 通过 IO 寄存 器 控制 的 开关 和 本 地 关 断 电信 和 号 关 断 被 测 核心 之 前 的 
核心 ， 这 是 可 能 的 。 模 拟 测试 输出 总 线 提供 了 测试 内 核 的 可 观察 性 ， 与 该 总 线 相关 
的 是 数字 输出 接口 、 数 字 化 模拟 信号 。 模 拟 测试 输入 总 线 可 以 向 系统 提供 输入 信 
号 ， 并 且 系 统 输出 信号 也 可 以 数字 化 并 提供 给 数字 输出 接口 ， 以 便 在 整个 系统 中 实 
现 功 率 扫 描 (Power - Scan) 链 模式 下 的 电压 读数 。 
4.2.1.3 ”功率 扫描 链接 口 

串 行 移 位 寄存 器 提供 各 种 模拟 开关 的 控制 ， 用 于 偏 置 电 流 控制 和 连接 到 模拟 测 
试 总 线 。 在 这 种 架构 中 ， 该 寄存 器 是 由 IEEE 1149. 1 标准 TAP 控制 器 控制 的 用 户 
寄存 器 292] 。 模 拟 测试 总 线 接口 由 IEEE 1149. 4 模拟 测试 总 线 扩展 提供 给 1149. 1。 
当 设备 处 于 工作 状态 时 ， 使 用 1149. 1 TAP 允许 访问 串 行 寄 存 器 。 其 他 串 行 访问 接 
O (如 EC 或 3 线 总 线 ) 也 可 用 于 控制 串 行 移 位 寄存 器 ， 尽 管 它们 不 允许 在 功能 模 
式 下 访问 寄存 器 。 器 件 处 于 功能 模式 时 可 以 访问 移 位 寄存 器 ， 这 种 功能 赋予 了 片上 
硅 测试 独特 的 机 会 。 例 如 ， 可 以 通过 在 操作 模式 〈 例 如 ， 放 大 器 的 增益 ) 中 适当 
地 调整 核心 的 偏 置 网 络 来 测试 某 些 电 路 规格 ,或 者 可 以 通过 改变 其 偏 置 条 件 来 测试 
有 源 滤波 器 的 带宽 。 类 似 地 ， 可 以 隔离 核心 ， 通 过 模拟 测试 输入 总 线 和 通过 调整 其 
偏 置 网 络 的 外 部 输入 刺激 调试 其 规格 。 例 如 ， 可 以 测试 滤波 器 对 已 知 输入 信号 的 带 
宽 和 插入 损耗 ， 或 测试 数据 转换 器 的 LSB 部 分 。 另 一 个 例子 是 在 正常 操作 模式 下 
绕 过 核心 ， 并 为 其 相 邻 核心 提供 已 知 的 输入 信号 ， 或 通过 模拟 测试 输出 总 线 分 析 核 
心 的 输出 信号 。 
4.2.1.4 DIT 集成 电流 传感器 

电流 传感器 也 可 以 放置 在 mop 缓冲 器 和 内 核 的 Vpo 端 子 之 间 ， 如 图 4. 12 所 示 。 
尽管 以 增加 复杂 性 为 代价 ， 将 传感器 放置 在 单独 的 电源 线 中 将 能 够 实现 并 行 电流 感 
测 操作 ， 使 测试 时 间 明 显 减 少 。 相 比 于 图 4.8 DET 现在 集成 了 模拟 电源 输出 总 线 ， 
以 读 取 电 源 线 中 的 电流 。 偏 置 网 络 、 模 拟 测 试 输入 总 线 、 模 拟 测试 输出 总 线 、 数 字 
CS 和 OS 接口 以 及 两 个 移 位 寄存 器 控制 器 相似 。 请 注意 ， 可 以 进行 带 隙 传感器 更 
改 ， 从 而 可 以 在 模拟 或 数字 电源 输出 总 线 上 测量 和 读 出 带 孙 电压。 在 具有 有 限 芯 片 
封装 引 脚 数 的 测试 系统 中 ， 可 以 通过 一 个 芯片 封装 引 脚 为 多 个 单独 的 模块 供电 。 在 
这 些 情况 下 ， 片 上 电流 传感器 提供 了 额外 的 可 观察 性 。 可 以 通过 打开 所 选 内 核 的 偏 
置 网 络 来 找到 各 个 内 核 的 供电 电流 。 所 有 供电 电流 读数 都 在 内 核 额 定 工作 条 件 下 进 
行 。 传 感 器 的 输出 被 链接 到 放大 器 中 ， 具 有 自动 增益 控制 功能 以 处 理 宽 动态 范围 。 
放大 器 和 后 处 理 单元 是 自动 测试 设备 (ATE) 的 一 部 分 。 被 测 内 核 测量 的 电流 用 于 
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图 4.12 具有 集成 电流 传感器 的 DET 


测 斌 目的。 类似 于 图 4.8， 运 算 符 允许 任何 两 个 连续 启用 内 核电 流 特征 的 任何 类 型 
的 数学 函数 。 电 流 特 征 的 后 处 理 可 以 通过 任何 后 处 理 手 段 来 完成 ， 例 如 集成 
aX FFT, 


4.2.2 应 用 实例 


4.1 节 中 给 出 的 测试 生成 方法 可 以 用 于 故障 检测 〈 以 确定 电路 是 好 还 是 坏 ) 和 
故障 隔离 〈 以 识别 故障 子 电路 ) 。 如 前 所 述 ， 测 试 发 生 器 的 输入 包括 电路 描述 、 测 
试 刺激 和 测试 程序 ， 给 出 包括 测试 节点 、 故 障 覆 盖 率 和 最 佳 测试 刺激 的 输出 ， 足 以 
在 被 测 电路 中 检测 〈 或 隔离 ) 故障 模式 (故障)。 为 了 克服 基于 结构 电流 测试 的 系 
统 测试 限制 ,通过 功率 扫描 DfT 技术 ,将 受 测试 器 件 分 为 仅 限于 附加 硬件 的 较 
小 块 。 

下 面 的 结果 是 在 一 定 的 面积 下 〈 约 5% ) 获得 的 ， 主 要 来 自 额外 的 偏 置 晶体 管 
和 布线 ， 并 且 由 于 这 些 偏 置 晶 体 管 不 用 于 正常 功能 节点 ， 所 以 额外 功 耗 可 以 忽略 不 
计 。 性 能 损失 无 关 紧 要 ， 因 为 信号 路 径 中 没有 开关 。 基 于 电流 特征 分 析 的 品 圆 级 制 
造 测 试 所 需 的 总 测试 时 间 在 每 个 输入 刺激 3 ~4ms 的 范围 。 结 果 表明 ， 根 据 可 分 区 
程度 ， 第 3 章 的 多 步 A - D 转换 器 的 各 个 块 中 的 大 多 数 准 静态 故障 ， 通 过 准 静 态 结 
构 测 试 大 多 数 是 可 以 被 检测 出 来 的 。 对 于 整个 A -D 转换 器 ， 需 要 输入 11 种 刺激 ， 
这 导致 准 静 态 测试 的 总 测试 时 间 最 多 为 和 5ms。 与 需要 ls 的 基于 直方 图 静态 或 大 约 
需要 ls 的 基于 FFT 的 动态 A - D 转换 器 测试 相 比 ， 测 试 时 间 减 少 至 1/20 以 上 。 请 
注意 ， 执 行 这 些 功 能 测试 所 需 的 时 间 取 决 于 转换 器 的 速度 和 可 用 的 后 处 理 能 力 。 
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4.2.2.1 FAA A -D 转换 器 的 静态 结构 测试 

由 于 精细 A -D 转换 器 的 线性 度 决定 了 整个 转换 器 的 整体 可 实现 的 线性 度 ， 因 
此 首先 对 精细 A - D 转换 器 进行 更 详细 的 检查 。 在 精细 A -D 转换 器 〈 见 图 4. 13) 
中 使 用 折 生 和 插 补 技术 在 3. 4. 2 节 中 进行 了 详细 的 研究 ， 所 需 比较 器 的 数量 明显 减 
D, 但 是 以 折 秋 数量 减少 带宽 减 小 为 代价 。 参 考 电压 和 电阻 和 前 置 放大 器 匹配 的 非 
线性 分 布 限制 了 精细 A -D 转换 器 中 的 线性 度 ， 因 为 失 配 效应 使 可 处 理 系统 中 的 最 
小 信号 上 边界 较 低 。 结 果 ， 它 们 的 影响 在 信号 水 平 较 小 的 第 一 阶段 是 最 重要 的 。 偏 
移 电压 也 是 比较 器 精度 的 主要 限制 因素 。 如 果 电 路 中 存在 前 置 放大 咒 的 增益 不 匹 
配 ， 内 搬 信 号 的 过 零点 将 被 改变 。 前 置 放大 器 的 非 线性 也 可 以 通过 偏 移 理想 的 过 零 
点 来 完善 线性 插值 ， 而 比较 器 的 非 线性 则 导致 错误 的 比较 器 判定 。 另 外 ， 由 于 折 重 
预 放大 器 的 尾 电流 不 匹配 引起 的 误差 似乎 是 差分 对 的 偏 移 量 。 由 于 尾 电流 失 配 引起 
的 过 零 误 差 是 相 加 的 ， 所 以 需要 匹配 的 尾 电 流 数 量 与 折 全 度 相同 。 因 此 ， 由 于 尾 电 
流失 配 引起 的 误差 也 随 着 折 炙 程度 的 降低 而 降低 ， 因 此 具有 低 折 全 度 是 有 益 的 。 理 
想 情 况 下 ， 输 出 的 每 个 过 零点 仅 由 一 个 折 释 放大 器 确定 。 
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图 4.13 精细 A -D 转换 器 中 使 用 的 功率 扫描 链 DET 

检测 第 一 阶段 的 故障 是 必 不 可 少 的 ， 因 为 只 要 前 置 放 大 器 的 增益 足够 高 ， 第 一 
级 前 置 放大 器 的 偏 移 就 确定 总 参考 输入 偏 移 。 例 如 ， 在 第 一 级 放大 器 的 输出 各, 和 
输入 偏 置 节点 FRA (4.12) 定义 的 两 个 故障 ( 见 图 4. 14) 。 该 故障 注入 将 节 
点 电压 设置 在 由 式 (4. 14) 表示 的 允许 节点 变化 范围 〈 见 图 4. 15a) 之 外 ， 并 且 导 
致 容易 发 现 的 积分 非 线性 (NL) 误差 〈 见 图 4. 153b) 。 
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折 页 
放大 器 放大 器 “ 编码 器 
图 4.14 精细 A-D 转换 器 示意 图 。 示 出 了 在 第 一 级 前 置 放大 器 的 
输入 和 输出 处 的 两 个 观测 节点 
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图 4.15 a) 故障 插入 及 其 与 式 (4. 14) 中 定义 的 公差 窗口 的 关系 
b) 当 第 一 级 前 置 放大 器 插入 故障 时 的 积分 非 线性 (© IEEE 2009) 
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现在 ,来 看 一 下 电源 电流 Ibo 模型 故障 的 影响 。 如 图 4. 16a 所 示 ， 在 观测 节点 
处 嵌入 故障 并 以 标 称 输入 值 进行 模拟 将 导致 电源 电流 的 偏差 。 尽 管 如 此 ， 对 于 负 和 输 
出 节点 如 的 故障 ， 在 无 误差 电路 概率 P(G) 内 存在 较 大 的 模糊 区 域 和 故障 电路 概 
PCF) 使 得 任何 决策 都 有 错误 。 然 而 ,通过 同时 施加 输入 激励 (输入 信号 、 偏 
置 、 参 考 和 电源 电压 ) 的 线性 组 合 ， 可 以 找到 由 两 个 建 模 故障 的 模糊 区 域 减 小 导 
致 的 不 确定 性 减 小 的 操作 区 域 〈 见 图 4. 16b) ， 因 此 ， 将 故障 电路 接受 为 无 错误 电 
路 的 概率 降低 。 接 下 来 ， 根 据 测试 统计 的 分 布 式 〈4. 18) 设 定 测试 a 的 显著 性 水 
平 ， 并 构建 Neyman - Pearson 临界 〈 排 斥 ) 区 域 C” 。 











图 4.16 a) 节点 信 s 和 底部 的 前 置 放大 器 Ipp 直方 图 绘图 在 无 错误 和 顶部 故 
障 的 标 称 输入 值 E a b) 节点 信和 底部 的 无 差错 和 顶部 故障 的 ATPG 优化 之 后 
的 前 置 放大 器 ip 直方 图 Za (OIEEE 2009) 
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继续 图 4. 16b 所 示 的 例子 ， 对 于 节点 Fa 的 故障 ,其 中 PCG): Im ~N 
(1.946mA, 0.23mA) 和 P(F): Ibm ~N (2.16mA，0.25mA) ， 测 试 的 临界 区 C* 
具有 显著 性 水 平 w =0. 1: 


A -Hg À -Hg 
=P b2- asl sl 4. 26 
~ | | era 


因此 ， 从 标准 普通 表 : 








À -Hg À -Hc 
=0. 9> =]; 282 (4.27) 
(元 月 oe/ 
引出 了 临界 : 
Cr =z Í (oni »*** Appa) : I pp 2c +1. 282 Te i, OlmA } (4.28) 
Jn 


AF, us Mog 是 无 误差 电源 电流 的 均值 和 方差 。 因 此 ， 如 果 电 源 电流 值 mo 高 于 
或 等 于 阔 值 A， 则 电路 将 被 规定 为 故障 。 

对 于 在 测试 程序 中 指定 的 整个 范围 内 将 故障 插入 电路 中 的 所 有 节点 的 结果 ， 对 
所 有 电路 的 电源 电流 值 进 行 可 比较 的 辨别 分 析 。 式 (4.14) 中 规定 的 概率 P(C) 
和 P(F) 匹配 了 1% 以 内 的 1500 多 个 蒙特 卡 洛 迭 代 的 扩展 ， 同 时 可 以 节省 CPU 多 
个 数量 级 的 时 间 。 图 4. 17a 显示 了 使 用 式 (4.14) 电源 扫描 的 准确 性 。 故 障 与 . 插 
和 信 传 递 函数 的 影响 如 图 4. 17b 所 示 。 

在 整个 精细 A -D 转换 器 中 ， 共 有 2198 个 故障 ， 对 应 相似 数量 的 节点 ， 被 注 
入 无 故障 电路 网 表 中 ， 并 根据 测试 刺激 和 指定 的 测试 程序 进行 仿真 。 在 电路 性 能 、 
面积 和 可 测试 性 的 框架 内 ， 通 过 功率 扫描 DfT， 测 试 发 生 屁 的 结果 提供 了 电路 划分 
所 需 的 指导 。 这 些 测试 是 以 电子 架构 方式 进行 的 ， 包 括 子 块 之 间 的 反馈 。 首 先 ， 测 
试 整个 精细 A - D 转换 器 的 供电 电流 。 接 下 来 ， 从 比较 器 开始 并 在 第 一 前 置 放大 器 
级 完成 ， 逐 级 被 关闭 并 且 测 量 供电 电流 。 

以 这 种 方式 实现 DET 可 确保 仍然 提供 所 有 级 的 前 置 放大 器 输入 的 参考 电压 。 可 
以 从 对 偏 置 移 位 寄存 器 的 从 左 到 右 的 时 钟 的 不 同 代码 的 电源 电流 之 间 的 差异 ， 来 找 
到 各 个 内 核 的 电源 电流 。 请 注意 ， 见 表 4. 2， 使 用 DIT 会 将 前 置 放大 器 级 和 折 蕾 编 
码 器 的 故障 覆盖 率 提 高 到 100% 。 由 于 响应 的 动态 性 质 ， 比 较 器 决策 级 和 存储 锁 存 
器 的 不 活动 部 分 中 未 检测 到 的 故障 暴露 了 准 静 态 方法 的 局 限 性 。 在 测试 刺激 优化 
后 ， 只 需要 3 个 测试 刺激 ( 见 表 4.3) 就 可 以 从 给 定 的 输入 刺激 斜坡 实现 指定 的 故 
障 覆 盖 率 。 
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b) 
图 4.17 a) 作为 电源 电压 Yop 的 函数 ， 无 误差 和 故障 电路 的 电源 电流 /bp 由 蒙特 卡 洛 
分 析 和 式 (4.14) 给 出 的 极限 之 间 的 百分比 (% ) PEFR Typ, max A 7pp,min 表 示 概 率 函 数 的 尾 
数 b) Xi 故障 插入 对 传递 函数 的 影响 (QIEEE 2009) 


表 4.2 精细 A -D 转换 器 测试 结果 





故障 覆盖 率 (% ) 
















第 一 级 放大 器 


第 二 级 放大 器 70.6 

第 一 和 第 二 级 放大 器 84.9 
折合 放 大 器 84.3 

总 计 (无 折合 编码 器 ) 93.5 
折 秋 编码 器 85.4 

总 计 〈 无 DfT) 81.1 

总 计 [E DAT (43 晶体 管 ) ] 100 
比较 器 块 93.2 


Mit (精细 A -D 转换 器 ) 
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表 4.3 精细 A -D 转换 器 的 最 佳 测 试 刺激 




















Vop VRESA Vy RESA VrEsB 

[1.8-0.0, 0.1] |[1.2-1.8, 0.1]|[1.2-0.6, 0.1]|[1.8-1.2, 0.1]|[0.6-1,2, 0.1] (%) 
[0.8] [1.3] [1.0] [1.5] [0.8] 61.3 
[0.0] [1.8] [0.6] [1.4] [1.0] 67.2 
[0.0] [1.4] {1.1] [1.6] [0.7] 69.9 
[0.0] [1.6] [0.9] [1.6] 

















4.2.2.2 S/H、 粗 略 A-D 转换 器 、 子 D -A 转换 器 和 残 差 放 大 器 的 准 静 态 结构 
测试 

所 研究 的 A -D 转换 器 的 其 余部 分 已 经 按照 类 似 的 原理 进行 了 评估 。 为 了 根据 
电源 电流 的 差异 启用 故障 检测 ， 并 防止 由 于 反馈 和 共 模 调节 引起 的 故障 屏蔽 ，SVH 
单元 需要 在 开 环 状态 下 进行 监控 。 偏 置 晶 体 管 的 电压 偏 移 转换 为 所 有 偏 置 电 平 的 电 
压 偏 差 .其 本 身 导致 容易 检测 的 电源 电流 变化 。 输 出 开关 故障 相对 容易 检测 ， 因 为 
它们 直接 影响 电源 电流 。 在 故障 电路 网 表 中 输入 244 个 故障 ， 并 根据 测试 刺激 和 测 
试 程序 进行 仿真 。 低 频 测试 刺激 为 偏 置 电 流 提供 的 是 斜坡 刺激 ， 差 分 输入 电压 提供 
三 角 信 号 刺激 和 电源 电压 的 适 配 脉 冲刺 激 。DfT 正常 工作 的 结果 见 表 4. 4。 

故障 电路 的 故障 覆盖 率 为 95.5% 、97. 9% 和 100% ， 故 障 电路 被 拒绝 为 故障 概 
K a 分 别 为 0.05、0.1 和 0.2。 在 测试 刺激 优化 之 后 ， 需 要 5 个 测试 刺激 来 实现 给 
定 输入 刺激 斜坡 的 95. 5% 故障 覆盖 率 (ILK 4.5). 

表 4.4 S/H 测试 结果 


故障 覆盖 率 〈%% ) 
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用 于 粗略 A -D 转换 器 准 静 态 测 试 提供 的 刺激 适用 于 电源 和 输入 电压 的 斜 降 和 
斜坡 上 升 。 故 障 履 盖 率 分 别 为 69. 5% 、79. 0% 和 88. 3% ， 概 率 a 分 别 为 0.05、0. 1 
和 0.2， 仅 在 5 位 粗略 A -D 转换 器 中 引入 的 996 个 故障 的 两 个 优化 测试 刺激 下 实 
现 ， 见 表 4.6。 

表 4.6 粗略 A-D 转换 器 测试 结果 
































故障 覆盖 率 (%) 
前 置 放大 器 第 一 级 块 
前 置 放 大 器 第 二 级 块 
总 计 (没有 DIT) 105 61.9 | 78. 1 90. 5 
总 计 [有 DfT (21 个 晶体 管 ) ] 105 100 100 100 
比较 器 块 891 70.3 79.1 89.5 
总 粗略 A -DD 转换 器 996 69.5 | 79.0 88. 3 














再 次 ， 对 比较 器 的 快速 动态 行为 负责 的 故障 并 不 完全 被 准 静 态 方法 所 捕获 。 在 
测试 刺激 优化 后 ， 仅 需要 两 个 测试 刺激 〈 见 表 4.7) 来 实现 先前 指示 的 故障 覆盖 
率 。 


表 4.7 粗略 A-D 转换 器 设置 的 最 佳 测试 刺激 











Vpp 





Vinp Vinn 


故障 覆盖 率 ( % ) 











[1.8-0.0, 0.1] [0.4-0.9, 0.1] [0.9-0.4, 0.1] 
[0.1] [0.8] [0.5] 32.1 


[0.2] [0.5] [0.8] 69.5 








[1.4] [0.5] 





[0.7] 





在 参考 梯形 图 的 顶部 和 底部 适应 斜坡 下 降 和 斜坡 上 升 ， 并 适应 斜坡 下 降 ( 数 
字 代 码 从 2” -1 到 0) 和 斜坡 上 升 (数字 代 码 从 0 到 2” -1) 在 输入 端 已 经 提供 了 
D -A 转换 器 ， 并 测量 了 通过 电阻 梯 的 电流 。 当 引入 两 个 建 模 参数 故障 (参考 梯 和 
晶体 管 开 关中 的 电阻 ) 时 ，D - A 转换 器 差分 输出 将 被 移 位 DV， 如 图 4. 18 所 示 。 
由 于 所 有 参考 电压 的 移 位 ， 电 阻 器 中 的 故障 会 使 整个 输出 信号 转移 Ay， 而 开关 故 
障 只 会 使 与 该 信号 的 数字 值 对 应 的 代码 飘移 输出 值 。 获 得 的 故障 覆盖 (小 于 3% ) 
表明 ， 基 于 电阻 的 D - A 转换 器 不 适用 于 基于 电流 特征 的 测试 ， 无 需 额外 的 、 特 定 
于 应 用 的 调整 。 

在 残 差 放大 器 的 输入 和 输出 端 插入 参数 故障 对 ， 通 过 Ay 移 位 所 选择 的 范围 ， 
如 图 4. 19 所 示 。 残 差 放大 器 的 故障 覆盖 范围 达到 100% ， 适 用 于 电源 和 输入 电压 
的 斜坡 下 降 和 和 斜坡 上 升 。 
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TAB 
ips N 代 


电阻 引起 的 误差 Als 
Pewny is -~ 


个 电压 /V 
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00 50.0n 1000n 1500n 200.0n 250.0n 3000n 3500n 0.0 50.0n 100.0n 150.0n 200.0n 250.0n 300.0n 350.0n 
时 间 /s 一 一 > 时 间 /s 一 一 
a) b) 
图 4.18 a) D—A 转换 器 差分 输出 b) 电阻 的 影响 
以 及 在 D -A 转换 器 输出 上 切换 参数 故障 










ww + 一 答 入 -顶端 范围 。 
p .一 输入 -底部 范围 





rn 
5 nA 


= 
= 
= 
me 


a) b) 


图 4.19 a) 残 差 放大 器 的 输出 b) 在 输入 端 存在 参数 故障 时 残 差 放 大 器 的 输出 


4.3 用 于 BIST 的 片上 激励 的 产生 


CMOS 技术 集成 能 力 的 不 断 演变 使 复杂 的 混合 信号 SoC 的 发 展 成 为 可 能 。 然 
而 ， 这 种 日 益 增 加 的 复杂 性 使 得 相关 问题 更 复杂 ， 因 此 导致 更 昂贵 的 测试 ， 这 在 
SIA 路 线 图 半导体 中 被 确定 为 当前 和 未 来 的 混合 信号 SoC 的 关键 问题 之 一 。 通 常 ， 
模拟 部 件 的 测试 代表 了 这 一 行 的 主要 瓶颈 。 这 些 电路 通常 使 用 功能 方法 进行 测试 ， 
通常 需要 大 量 数据 处 理 、 高 精度 和 高 速 ATE。 此 外 ， 这 些 模 拟 核心 通常 对 噪声 和 
负载 效应 非常 敏感 ， 这 限制 了 外 部 监测 并 使 其 测试 成 为 困难 的 任务 。BIST 方案 为 
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上 述 问题 提供 了 一 种 最 有 希望 的 解决 方案 。 一 般 来 说 ， 这 些 方案 包括 将 所 需 测试 资 
源 〈 测 试 激励 产生 、 响 应 评估 、 测 试 控制 电路 等 ) 的 一 部 分 从 ATE 移动 到 芯片 。 
然而 ， 与 纯 数 字 电 路 BIST 相 比 ， 模 拟 电 路 设计 的 多 样 性 、 大 多 数 性 能 参数 及 其 有 
限 的 可 观察 性 使 得 模拟 和 混合 信号 电路 BIST 成 为 一 个 非常 具有 挑战 性 的 问题 。 执 
行 所 有 可 能 参数 的 内 置 特性 将 完全 避免 外 部 测试 的 需要 ， 但 是 所 需 的 设计 时 间 和 芯 
片面 积 开 销 通常 会 使 该 选项 无 法 承受 。 然 而 ， 通 过 对 混合 信号 IC 的 性 能 参数 的 子 
集 的 内 置 辅助 测试 ， 测 试 时 间 的 减少 可 以 有 效 地 影响 芯片 的 最 终 成 本 。 从 这 个 角度 
来 看 ， 周 期 信号 的 片上 评估 和 分 类 无 疑 是 值得 关注 的 。 它 们 在 混合 信号 测试 领域 具 
有 广泛 的 潜在 应 用 ， 因 为 这 些 系统 (滤波 器 、A -D 转换 器 、D - A 转换 器 、 信 号 
调理 器 等 ) 中 的 大 多 数 可 以 使 用 这 种 激励 进行 测试 〈 频 域 规格 、 线 性 等 ) 。 

传统 的 正弦 波 信号 产生 方法 依靠 由 滤波 部 分 组 成 的 模拟 振荡 器 和 非 线性 反馈 机 
fil) ， 或 通过 适应 数字 技术 ,便于 用 于 控制 和 编程 任务 的 数字 接口 PP) ,或 
采用 具有 滤波 功能 的 可 编程 积分 器 [2] 。 在 基于 模拟 振荡 器 的 技术 中 ， 非 线性 反馈 
机 制 产生 振荡 ， 而 滤波 部 分 去 除 不 需要 的 谐 波 。 然 而 ， 产 生 的 信号 的 质量 取决 于 滤 
波 器 的 线性 和 选择 性 以 及 非 线性 函数 的 形状 〈 低 失真 所 需 的 平滑 功能 ) ， 这 需要 大 
量 的 面积 和 功率 。 在 数字 技术 中 ,通过 利用 A 编码 方案 的 噪声 整形 特性 ， 避 免 了 
D- A 转换 器 的 使 用 "9 -272?] 。 实 质 上 ， 生 成 V 位 数字 信号 的 一 位 流 己 A 编码 版 本 ， 
并 且 滤 波 器 的 形状 与 编码 位 流 的 噪声 整形 特性 相 匹配 。 尽 管 这些 方 案 对 于 单 音 和 多 
音信 号 都 是 有 效 的 ， 但 是 它们 需要 大 的 位 流 长 度 和 高 选择 性 的 滤波 器 来 消除 噪声 。 
此 外 ， 由 于 需要 非常 高 的 过 采样 比率 ， 这 些 方 法 是 受 频 率 限制 的 。 男 一 方面 ， 可 编 
程 积 分 器 允许 离散 时 间或 连续 时 间 周 期 性 模拟 信号 生成 ， 并 且 本 质 上 实现 D -A 转 
换 器 的 功能 。 该 方法 具有 数字 编程 和 控制 能 力 、 鲁 棒 性 和 减少 面积 开销 的 特性 ， 以 
使 其 适用 于 BIST 应 用 。 


4.3.1 连续 和 离散 时 间 电 路 拓扑 


4.3.1.1 连续 时 间 积 分 器 

连续 时 间 和 离散 时 间 采 样 信号 〈 即 开关 电容 或 开关 电流 ) 积分 器 之 间 的 差异 
在 于 前 者 处 理 整个 连续 时 间 信 和 号， 而 后 者 使 用 离散 时 间 模 拟 采 样 和 状态 变量 进行 计 
算 。 图 4. 20 说 明了 实现 连续 时 间 积 分 器 的 4 种 电路 技术 : 运算 放大 器 -RC、MOS- 
FET-C、Gu-C 和 Gu-C-OTA。 为 简单 起 见 ， 显 示 单 端 配置 。 然 而 在 电路 实现 
中 ， 所 有 这 些 都 将 使 用 全 微分 。 

在 运算 放大 器 - RC 积分 器 中 ,运算 放大 器 输入 形成 虚拟 接地 ， 因 此 电阻 将 输 
人 电压 转换 为 电流 。 反 馈 电 容 集成 了 输入 电流 ， 因 为 没有 电流 流向 运算 放大 器 输 
人 。 在 反 相 运算 放大 器 -RC 积分 器 ( 米 勒 积分 器 ) 中 ， 输 入 信号 可 以 通过 向 运算 
放大 器 输入 添加 电阻 来 求 和 ， 而 不 需要 额外 的 放大 器 。 运 算 放大 器 - RC 技术 对 寄 
生 电 容 相 对 不 敏感 。 在 理想 的 运算 放大 器 中 ， 运 算 放大 器 的 负 输 入 和 输出 端的 寄生 
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图 4.20 a) 运算 放大 器 -RC 积分 器 b) MOSFET -C 积分 器 
c) Cu-C 积 分 器 d) Gm -C -OTA 积分 器 


电容 由 电压 源 驱 动 或 连接 到 虚拟 地 面 ， 因 此 不 影响 积分 器 传递 函数 。 然 而 ， 由 于 直 
流 增益 有 限 ， 运 算 放 大 器 的 单位 增益 带宽 和 输出 电阻 实际 上 是 寄生 电容 稍微 影响 积 
分 器 的 传递 函数 。 由 于 温度 和 工艺 的 变化 ， 由 R 和 C 决定 的 时 间 常 数 会 有 很 大 变 
化 ， 因 为 电阻 和 电容 的 变化 不 相关 。 因 此 ， 需 要 由 单独 调谐 电路 处 理 的 可 控 时 间 常 
数 ， 比 如 使 用 串联 或 并 联 电 容 或 电阻 矩阵 的 调谐 电路 。 串 联 电 阻 和 并 联 电容 矩阵 占 
据 的 面积 小 于 其 他 两 个 选项 [4,25] 。 实 际 上 ， 通 常 采用 并 联 电容 ， 因 为 在 串联 电 
阻 调谐 方案 中 ， 导 通电 阻 产生 左 半 平 面 零点 ， 而 不 移动 积分 器 时 间 常 数 (理想 的 
运算 放大 器 ) 。 由 于 电容 的 温度 依赖 性 远 小 于 电阻 ， 如 果 具 有 足够 低 的 温度 系数 的 
电阻 可 用 ， 则 在 测试 阶段 校准 时 间 常 数 可 能 就 足够 了 [276] 。 具 有 精确 频率 的 时 钟 信 
号 可 用 于 为 时 域 测试 积分 器 获得 精确 的 积分 时 间 ， 时 域 测试 积分 器 将 固定 时 间 的 参 
考 电压 ( 主 - 从 调谐 方案 ) OT 进行 积分 。 如 果 电 路 可 以 与 信号 路 径 断 开 ， 则 可 
以 通过 将 测试 信号 输入 到 输入 端 并 根据 测量 的 输出 信号 改变 时 间 常 数 进行 调 
整 [27? -281] a 

一 般 来 说 ， 运 算 放 大 器 - RC 技术 对 寄生 效应 极为 不 敏感 ， 适 用 于 低 电源 电压 ， 
具有 优异 的 线性 和 较 大 的 动态 范围 6] 。 该 技术 适用 于 需要 高 性 能 和 中 等 速度 的 应 
用 。 

运算 放大 器 - RC 积分 器 中 的 电阻 可 以 用 三 极 管区 域 MOSFET 替代 ， 如 图 
4. 20b 所 示 。 在 MOSFET - C 积分 器 中 ， 可 以 通过 控制 栅 极 电压 V 来 调整 时 间 常 
数 。 由 于 不 需要 电容 矩阵 进行 调谐 ， 因 此 与 运算 放大 器 - RC 对 应 件 相 比 ， 该 面积 
可 以 减 小 。 然 而 ， 三 极 管区 域 MOSFET 比 无 源 电阻 更 加 非 线 性 ， 并 且 具 有 明显 的 
二 阶 项 ， 这 意味 着 需要 平衡 的 设计 要 求 来 抑制 偶数 阶 失真 。 通 过 使 用 4 个 交织 耦合 
MOSFET 可 以 进一步 抑制 偶数 阶 失 真 283] ， 并 且 如 果 使 用 电阻 和 交织 耦合 MOSFET 
的 组 合 ， 则 可 以 实现 更 高 的 线性 饶 4] 。 高 线性 所 需 的 大 栅 极 电压 和 将 MOSFET 保持 
在 三 极 管区 域 中 需要 诸如 自 举 法 的 技术 (3.3.3.2 节 )。 可 以 通过 电荷 泵 驱动 控制 
电压 超过 正 电源 ， 以 改善 MOSFET - C 滤波 器 的 动态 范围 并 减轻 传递 函数 对 直流 偏 
移 和 共 模 电 平 变化 的 灵敏 度 [2425,236] AWE, MOSFET - C 积分 器 的 噪声 性 能 等 
于 运算 放大 器 的 RC 结构 。MOSFET - C 技术 的 速度 和 运算 放大 器 - RC 相当 ， 对 寄 
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生 电 容 的 不 敏感 性 与 运算 放大 器 - RC 技术 相当 。 

在 Gu - C 积分 器 中 ， 如 图 4. 20c 所 示 ， 跨 导 器 gw 和 积分 电容 C 确定 积分 器 的 
单位 增益 频率 。g,, 和 器 导 器 输出 电阻 m 决定 积分 器 的 直流 增益 。 跨 导 器 的 内 部 时 
间 常 数 形成 高 频 极点 和 零点 ， 而 质量 因数 由 直流 增益 和 高 频 极 点 与 零点 决定 。 如 果 
由 于 共 源 一 共 栅 输出 级 或 增益 提升 技术 而 导致 的 直流 增益 足够 高 (比如 ， 积 分 器 
质量 因数 变 为 Qi =w/win EP, op 是 非 主导 极 ) ， 因 为 该 极点 的 频率 可 以 比 运 
算 放 大 器 的 wcgw 高 得 多 ，G。= C 滤波 器 的 带宽 可 以 比 运算 放大 器 - RC 结构 的 带 
宽 高 得 多 ， 为 了 避免 不 稳定 性 ， 运 算 放大 器 的 增益 带宽 必须 小 于 由 负载 电容 确定 的 
第 一 个 寄生 极 ， 限 制 了 该 技术 的 可 用 频率 范围 ， 在 G,, - C 技术 中 ， 带 宽 仅 受 跨 导 
器 的 内 极限 制 ， 可 以 接近 晶体 管 广 [24] 。 另 外 ， 使 用 没有 内 部 极点 的 跨 导 器 可 以 使 
带宽 最 大 化 [1 。 寄 生 线 路 电容 、 跨 导 器 的 输出 电容 和 以 下 跨 导 器 的 输入 电容 增强 
了 积分 电容 ， 从 而 将 积分 器 时 间 常 数 从 期 望 值 移 位 。 积 分 电容 可 以 稍微 降低 以 考虑 
寄生 电容 。 然 而 ， 寄 生效 应 的 准确 值 可 能 是 未 知 的， 它们 降低 了 电容 匹配 精度 ， 不 
寻求 实际 的 电容 值 ， 并 且 是 非 线性 的 。 与 运算 放大 器 - RC HRA, Cn- C 滤波 
器 在 频率 响应 中 具有 额外 的 不 准确 源 ， 因 为 共 源 一 共 顶 输出 级 通常 用 于 将 直流 增益 
提高 到 限制 输出 摆 幅 的 足够 大 的 值 。G,, - C 积分 器 通常 需要 一 个 折 释 的 共 源 一 共 
栅 输出 级 ， 这 可 以 使 输出 电流 源 成 为 主要 的 噪声 源 [23] 。 通 常 ， 通 过 以 模拟 方式 改 
变 跨 导 器 的 偏 置 电流 或 三 极 管 MOSFET 的 栅 源 电压 来 调整 积分 器 的 时 间 常 数 。 调 
谐 精度 可 高 于 数控 运算 放大 器 -RC 积分 器 。 由 于 不 需要 无 源 元 件 的 矩阵 ， 芯 片面 
积 被 最 小 化 。 以 强大 的 信号 处 理 能 力 为 代价 进行 跨 导 器 的 连续 调谐 :2]， 可 以 使 用 
主 从 调谐 方案 [24 导出 正确 的 控制 信号 、 电 流 或 电压 。G,。- C 积分 器 的 开 环 特性 意 
味 着 比 运算 放大 器 - RC 积分 器 更 高 的 非 线 性 02,2 2] 。 通 常 ，G。 - C 电路 比 相 
应 的 运算 放大 器 -RC 电路 消耗 更 少 的 功率 和 芯片 面积 ， 尽 管 运算 放大 器 - RC 技 
术 的 动态 范围 更 高 。 

在 Ga -C-OTA 积分 器 中 ， 跨 导 器 的 输出 用 米 勒 积分 器 进行 缓冲 ， 如 图 4. 20d 
所 示 [24293] ， 从 而 降低 对 寄生 电容 的 灵敏 度 。 后 者 的 放大 器 可 以 是 简单 的 宽带 
OTA， 比 如 共 源 级 或 微分 对 ， 因 为 它 不 驱动 电阻 性 负载 。 直 流 增益 是 两 个 放大 器 的 
直流 增益 的 总 和 ， 这 意味 着 OTA 中 的 级 联 不 需要 达到 足够 的 直流 增益 [231。 然 而 ， 
如 果 两 个 放大 器 都 是 微分 结构 ， 则 需要 两 个 共 模 反馈 。G,, - C - OTA 滤波 器 具有 低 
复杂 度 以 及 功率 和 面积 效率 。 由 于 跨 导 器 限制 了 Ca- C- OTA 积分 器 的 线性 ， 失 
真水 平 与 使 用 等 效 跨 导 器 的 Gu - C 结构 的 线性 相当 。G,, - C 拓扑 具有 低 直流 增益 ， 
更 重要 的 是 对 输出 节点 的 寄生 电容 的 灵敏 度 高 。 然 而 ， 由 于 Gu -C - OTA 结构 不 
会 遭受 上 述 问题 ， 因 为 跨 导 器 不 需要 摆 幅 大 的 电压 范围 。 它 可 以 容忍 更 大 和 更 多 的 
非 线性 寄生 电容 ， 并 且 它 可 能 对 噪声 不 太 敏感 ， 选 择 G,, -C - OTA 结构 用 于 连续 
时 间 的 实施 。 此 外 ， 由 于 只 需要 驱动 电容 性 负载 即 可 使 用 低 输出 阻抗 或 高 输出 阻抗 
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的 米 勤 积分 器 ， 通 常 使 用 高 输出 阻抗 放大 器 ， 因 为 它 倾向 于 具有 较 高 的 单位 增益 频 
率 ， 更 简单 ， 功 耗 更 小 。 
4.3.1.2 ”离散 时 间 积 分 器 

开关 电容 电路 尽管 其 信号 在 电压 上 保持 连续 ， 但 实际 上 是 离散 时 间 电 路 ， 因 为 
它 需 要 在 时 域 中 采样 。 由 于 这 种 时 域 采样 ， 时 钟 频率 必须 至 少 是 最 高 频率 的 2 倍 ， 
以 消除 混和 至， 结果 这 些 电路 处 理 高 频 信 号 的 能 力 受 到 限制 。 通 过 用 电阻 值 等 于 
(Cafar) 一 的 电容 代替 图 4. 20a 所 示 的 运算 放大 器 - RC 积分 器 的 电阻 ， 可 以 得 出 其 
离散 时 间 等 效 值 ， 如 图 4 21a 所 示 。 在 每 个 时 钟 周 期 中 ， 当 Si BAY, Cy 吸收 等 于 
CaVi, 的 电荷 ， 而 当 S, BEAT, Cy 将 电荷 沉积 在 C; 上 。 如 果 到 ,恒定 ， 则 每 个 时 钟 
周期 的 输出 变化 为 V;, Cp/C;。 时 钟 相位 pi 的 采样 时 刻 被 定义 为 (k 一 1)/fon，k/far， 
(+1)/fuk，*…， 而 在 时 钟 相位 py 结束 时 的 采样 时 刻 被 认为 是 (k 一 372)/fi， 
(k =1/2)/fax, (R+1/2) Af, 0, RT p2, BME o, 的 下 降 沿 不 是 精确 的 半 个 时 
钟 周期 ， 对 电路 操作 的 影响 被 限制 为 与 每 个 稳定 信和 号 的 时 钟 周期 相同 的 时 间 ， 每 个 
时 钟 周期 之 后 的 Wu 的 最 终 值 可 以 写成 uC ) = Voal (A = 1) fare] = Vin [l (k - 
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a) b) 
图 4.21 a) 具有 对 恒定 输入 电压 的 电路 响应 的 离散 时 间 积 分 器 
b) 寄生 不 敏感 的 离散 时 间 积分 器 


积分 器 性 能 是 根据 限制 整个 调制 器 动态 范围 和 运行 速度 的 非 理 想 性 来 规定 的 。 
诸如 有 限 直流 增益 、 线 性 稳定 和 转换 速率 等 参数 可 以 根据 情况 提高 量化 噪声 基底 或 
引入 失真 。 由 采样 以 及 放大 器 引入 的 热 噪 声 直接 增加 量化 噪声 。 有 限 放 大 器 直流 增 
益 可 以 降低 失真 和 噪声 性 能 ， 并 改变 开关 电容 积分 器 中 极点 的 位 置 。 极 点 偏 移 对 实 
际 设 计 中 运算 放大 器 拓扑 的 选择 有 影响 。 极 偏 移 的 影响 由 于 其 值 较 小 而 难以 校准 ， 
因此 必须 采用 具有 大 直流 增益 的 放大 器 。 线 性 稳定 和 转换 速率 分 别 指定 积分 器 的 小 
信号 和 大 信号 速度 性 能 。 线 性 稳定 误差 导致 积分 器 增益 误差 ， 而 转换 速率 导致 谐 波 
失真 。 放 大 器 转换 速率 引起 的 谐 波 失真 可 以 直接 降低 积分 器 的 大 信和 号 性 能 。 由 于 短 
沟 道 CMOS 器 件 的 gwX7 比 低 以 及 所 需 的 高 速 运算 ， 如 果 放 大 器 在 稳定 周期 内 摆 幅 
一 小 部 分 并 将 其 大 部 分 时 间 花 费 在 线性 稳定 状态 ， 则 该 失真 约束 将 得 到 满足 。 输 出 
摆 幅 定义 了 运算 放大 器 的 最 大 信号 处 理 能 力 ， 并 且 与 积分 器 输入 过 载 电 平 直接 相 
关 。 最 大 化 输出 摆 幅 将 增加 最 大 的 信号 处 理 能 力 。 对 于 RT /C 噪声 限制 设计 ， 这 将 
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最 小 化 第 3 章 所 述 的 所 需 采 样 电容 和 功 耗 。 输 出 摆 幅 最 终 受 电源 电压 限制 ， 但 在 实 
际 设计 中 ， 由 于 要 求 输出 设备 保持 饱和 ， 摆 幅 会 比较 低 。 实 际 上 ,na 沟 道 器 件 的 饱 
和 电压 将 需要 足够 大 ， 以 使 器 件 以 足够 的 所 偏 置 满足 稳定 要 求 。p 沟 道 器 件 的 饱和 
电压 将 需要 足够 大 ， 使 器 件 寄生 效应 不 会 明显 地 加 载 放 大 器 的 输出 。 因 此 ， 输 出 摆 
幅 将 与 放大 器 稳定 要 求 进行 权衡 。 

图 4. 21a 中 的 积分 器 有 两 个 重要 的 缺陷 : 首先 ，Si 的 输入 相关 电荷 注入 对 存储 
在 Ca 上 的 电荷 引 人 非 线性 ; 第 二 ， 由 S AS, 的 源 极 / 漏 极 产生 的 非 线性 电容 导致 
非 线性 的 电荷 = 电压 转换 ， 如 3. 3 节 所 述 。 图 4. 20b 所 示 的 寄生 不 敏感 的 SC 积分 
器 0.2 解决 了 这 两 个 问题 。 反 相 积 分 器 的 时 钟 相 位 在 括号 中 。3. 3 节 中 讨论 的 底 
板 采样 51 通过 时 钟 相位 pl 实现， 相对 于 时 钟 相 位 pi 更 先进 一 些 。 在 运算 放大 器 
的 输入 和 输出 端的 寄生 电容 仅 对 运算 放大 器 的 稳定 速度 有 影响 ， 如 果 在 运算 放大 器 
的 建立 时 间 的 表征 中 考虑 ， 则 不 会 引 和 人 误差。 在 电容 Cy 的 底板 处 的 寄生 电容 的 影 
响 也 被 消除 。 即 使 寄生 电容 被 充电 到 相位 w 的 输入 电压 V;,， 寄 生 电容 通过 开关 
S, 在 时 钟 相 位 wz 中 被 放电 到 固定 电位 ， 并 且 没 有 放电 电流 流 过 电容 Cy. 

可 能 最 常见 的 非 滤波 模拟 功能 是 增益 电路 ， 其 中 输出 信号 是 输入 的 缩放 版 本 。 
在 连续 时 间 运 算 放 大 器 -RC 电路 中 ， 如 图 4. 22a 所 示 ， 增 益 电路 可 以 成 为 反馈 和 
馈 通路 径 中 电阻 和 电容 的 并 联 组 合 。 通 过 用 其 开关 电容 替代 电阻 ， 可 以 导出 等 效 的 
放电 时 间 增 益 电 路 〈 见 图 4. 22b) ， 其 增益 G 由 Vu(k)XV,(k) 的 比率 给 出 。 然 而 ， 
尽管 其 输出 是 符合 任何 压 摆 率 要 求 的 连续 波形 ， 但 是 这 样 的 电路 也 将 放大 1/f 噪声 
和 具有 增益 6 的 运算 放大 器 失调 电压 。 为 了 抑制 有 限 偏 移 和 运算 放大 器 增益 以 及 
1/f 噪 声 ， 适 用 于 各 种 开关 电容 电路 类 型 ( 比如 增益 放大 器 、S/H 单元 、 积 分 器 ) 
的 常用 技术 是 相关 的 双重 采样 ， 如 图 4. 22c 所 示 。 关 于 这 一 技术 的 全 面 讨 论 见 3.3 
节 。 在 这 里 ， 只 是 一 个 简短 的 提醒 ， 在 时 钟 相位 pa 期 间 ， 由 上 述 的 限制 引起 的 有 
限 运算 放大 器 输入 电压 被 采样 并 存储 在 C AC, 之 间 。 接 下 来 ,在 pi WE, MZ 
信号 (添加 到 运算 放大 器 输入 ) 中 减 去 该 输入 误差 电压 。 假 设 输入 电压 和 运算 放 
大 器 误差 电压 没有 明显 地 从 gp, 变化 到 w; ， 那 么 由 它们 引起 的 误差 将 会 明显 降低 。 
4.3.1.3 离散 和 连续 时 间 滤 波 器 

离散 开关 电容 滤波 器 的 实现 可 以 分 为 3 个 基本 部 分 : 四 连续 时 间 滤 波 器 仿真 ; 
DSC 梯形 滤波 器 ; DAK SC 滤波 器 实现 。 〇 在 连续 时 间 滤 波 器 仿真 中 ，SC 无 源 
元 件 蔡 代 了 传统 连续 时 间 有 源 RC 滤波 器 (如 Tow - Thomas 滤波 器 ) 中 的 电阻 。 然 
而 ， 有 限 数量 的 滤波 器 类 型 和 不 适用 于 高 Q 应 用 导致 了 最 大 的 限制 。@ 在 SC 梯形 
滤波 器 中 ，SC 电路 模拟 了 高 O 双重 端 接 的 无 源 电抗 双 端 口 的 低 灵 敏 度 响 应 或 RLC 
梯形 网 络 ， 用 于 实现 具有 高 0 极 的 期 望 的 高 阶 传递 函数 (2%?] 。 通 常 ， 有 3 种 实现 
SC 梯形 滤波 器 的 方法 : 首先 ， 梯 形 分 量 替 换 ， 其 中 等 效 的 SC 元 素 替 代 原 始 连续 时 
间 梯 形 网 络 中 的 每 个 RR、L 和 C 分 量 ,保持 原始 滤波 器 对 组 件 变 化 的 低 敏感 性 。 第 
Z, RESTERA A] 虽然 不 需要 复杂 的 设计 ， 但 由 于 其 对 顶板 寄生 电 
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容 和 多 相 操作 的 固有 敏感 性 ， 导 致 了 严格 的 限制 ， 并 产生 了 第 三 种 基于 信号 流 梯形 
实现 方法 。 这 里 ，RLC 梯形 滤波 器 的 » 域 传递 函数 使 用 无 损 离散 积分 器 (LDI) 
( 即 近似 设计 ) 或 双 线 性 ( 即 精确 设计 ) s-z 变换 转换 到 z 域 , 并 取决 于 精度 要 求 
和 时 钟 频率 与 信号 带宽 的 比值 (比如 aA)。@ 级 联 SC 滤波 器 实现 采用 直接 构建 
块 方法 来 确定 滤波 器 在 z 域 中 的 传递 函数 。 然 而 ， 主 要 传递 函数 被 分 解 为 一 阶 和 二 
阶 项 。 换 名 话说 ,高 阶 传递 函数 的 分 子 和 分 母 被 分 解 为 一 阶 和 二 阶 子 函数 。 每 个 子 
功能 可 以 通过 低 阶 (一 阶 或 二 阶 ) 滤波 器 之 一 来 实现 。 由 于 每 个 低 阶 滤波 器 是 单 
独 缓冲 的 并 且 能 够 独立 运行 ， 因 此 将 它们 级 联 在 一 起 将 不 会 影响 它们 自己 的 传输 函 
[300] 
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图 4.22 a) 连续 时 间 运 算 放 大 器 - RC 增益 电路 b) 等 效 离散 
时 间 增 益 电 路 c) 具有 相关 双 采 样 的 离散 时 间 增 益 电 路 


通用 的 一 阶 有 源 开 关 电 容 滤波 器 如 图 4. 23a 所 示 。 电 路 起 源 于 类 似 于 图 4. 22a 
所 示 的 电路 ， 其 中 为 获得 具有 相同 低频 特性 的 开关 电容 滤波 器 ， 电 阻 被 无 延迟 的 开 
关 电 容 代替 ， 而 无 开关 电容 馈 人 保持 不 变 。 实 质 上 ， 这 是 一 个 三 合 一 滤波 电路 ， 因 
为 它 包 含 3 种 不 同 的 滤波 类 型 ， 比 如 ， 低 通 、 全 通 和 高 通 。 请 注意 ， 有 3 个 特别 标 
记 的 开关 : 比如 ， 当 w 和 prp 都 转 到 一 个 时 ， 标 有 wzprz 的 开关 将 被 打开 。 这 里 ， 
Pies Par Fl pp 分别 代表 低 通 、 全 通 和 高 通 。 时 钟 相 位 gap 占 用 一 部 分 prp， 而 pp 
与 pip 不 重合 。 换 句 话 说 ， 当 采用 该 电路 来 实现 一 阶 全 通 滤波 器 时 ，Cl AC, 分 支 
都 被 激活 。 相 反 ， 当 电路 用 作 一 阶 高 通 滤波 器 时 ， 只 有 Cs 分 支 被 激活 。 类 似 地 ， 
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当 电路 被 用 作 一 阶 低 通 滤波 器 时 ， 仅 激活 C1 分 支 。 根 据 应 用 的 要 求 和 开关 的 布置 ， 
可 以 使 用 许多 方法 来 实现 二 阶 SC 滤波 器 或 双 二 阶 滤 波 器 。 如 图 4. 23b 所 示 的 
SC 双 二 阶 滤波 器 是 一 个 三 合 一 滤波 系统 ， 能 够 实现 二 阶 低 通 〈 全 极 )、 带 通 和 高 
通 滤 波 器 。 具 体 来 说 ， 当 实现 低 通 、 带 通 和 高 通 滤波 器 时 ， 输 入 应 分 别 通过 K, Cia 
K,C, 和 KC 信号 路 径 发 送 到 核心 电路 。 也 存在 实现 不 同类 型 功能 的 其 他 可 能 性 。 
比如 ， 从 输入 到 第 二 积分 器 的 非 延 迟 开关 电容 也 可 以 用 于 实现 反 相 带 通 功能 。 如 果 
这 种 开关 电容 的 输入 开关 上 的 相位 被 互 换 ， 尽 管 具有 额外 的 周期 延迟 ， 但 会 导致 非 
反 相 带 通 功能 。 





b) 


图 4.23 a) 无 开关 共享 的 一 阶 开 关 电容 滤波 器 
b) 无 开关 共享 的 高 0 开关 电容 双 二 阶 滤波 器 


实现 高 频 CMOS SC 滤波 器 的 主要 瓶颈 是 高 增益 和 大 带宽 运算 放大 器 的 需求 ， 
为 精确 的 电荷 传输 提供 虚拟 地 ”1 。 昌 然 可 以 实现 提供 所 需 增益 和 带宽 值 的 CMOS 
运算 放大 器 ， 但 由 此 导致 的 高 功 耗 通常 阻碍 实际 的 实现 221 。 除 了 大 增益 带宽 方法 
外 ， 还 提供 了 两 种 用 于 提高 CMOS SC 滤波 器 在 100MHz 范围 内 运行 能 力 的 技术 ， 
大 致 分 为 两 类 : 基于 运算 放大 器 和 基于 单位 增益 缓冲 器 。 由 于 RC 时 间 常 数 与 
gmRuu 之 间 的 基本 权衡 ， 大 带宽 或 高 速 运算 放大 器 往往 具有 低 直 流 增 益 ， 低 运算 放 
大 器 直流 增益 往往 会 向 SC 积分 器 的 输出 引入 非 线性 误差 ， 从 而 危及 过 滤器 的 精度 
性 能 。 作 为 对 此 问题 的 回应 ， 基 于 运算 放大 器 的 技术 通常 强调 修改 传统 的 运算 放大 
器 结构 ， 从 而 使 得 新 的 运算 放大 器 能 够 满足 高 频 SC 滤波 器 的 速度 和 精度 要 求 ， 尽 
管 它们 通常 具有 低 直流 增益 。 在 增益 调节 方法 289] 中， 精确 控制 了 高 频 SC 滤波 器 


第 4 章 ， 多 步 A=-D 转换 器 的 测试 121 








中 每 个 大 带宽 运算 放大 器 的 低 直流 增益 ， 并 将 调节 增益 值 作为 缩放 电路 电容 的 参 
考 。 作 为 基于 运算 放大 器 方法 的 替代 ， 基 于 单位 增益 缓冲 器 的 技术 利用 单位 增益 组 
冲 器 构建 SC 集成 器 904305] 。 典 型 的 单位 增益 缓冲 器 能 够 在 比 传统 运算 放大 器 更 宽 
的 信号 带宽 上 工作 。 此 外 ， 该 缓冲 器 可 以 使 用 更 简单 的 电路 来 实现 ， 因 此 ， 它 比 常 
规 的 大 增益 带宽 运算 放大 器 占用 更 少 的 芯片 面积 并 且 具 有 更 少 的 功 耗 。 然 而 ， 基 于 
单位 增益 缓冲 器 的 SC 积分 器 受到 寄生 电容 的 影响 ， 寄 生 电容 主要 由 单位 增益 缓冲 
器 输入 晶体 管 中 的 源 极 扩散 引起 ， 其 值 随 着 工艺 和 温度 而 变化 。 类 似 地 ， 由 于 其 固 
有 的 低 增 益 ， 第 3 章 中 引入 的 寄生 不 敏感 技术 不 适用 于 基于 单位 增益 缓冲 器 的 SC 
积分 器 。 

最 广为人知 的 连续 时 间 滤 波 器 是 有 源 RC 滤波 器 ， 其 特点 在 于 高 动态 范围 和 低 
失真 特征 。 然 而 ， 由 于 负 反 馈 引 起 的 限制 速度 将 有 源 RC 滤波 器 局 限 在 低速 应 用 
中 。 类 似 地 ， 滤 波 器 放大 器 的 增益 带宽 乘积 必须 远 高 于 滤波 器 截止 频率 ， 以 最 小 化 
相位 误差 和 在 增益 带宽 积 62061 附近 出 现 的 任何 其 他 非 理想 情况 ， 其 本 身 需 要 过 多 能 
量 消耗 。MOSFET - C 滤波 器 的 主要 优点 是 其 本 质 上 是 有 源 RC 滤波 器 ， 其 中 电阻 
被 蔡 换 为 前 面部 分 所 阐述 的 可 调谐 三 极 管区 域 晶体 管 ， 与 其 有 源 RC 相对 应 的 是 通 
过 控制 电压 来 控制 电阻 ，Vc 导致 了 扩展 的 调谐 范围 24:30] 。 然 而 ， 器 件 不 匹配 和 
噪声 限制 了 非常 高 的 电阻 值 的 实现 。 此 外 ， 需 要 相当 高 的 控制 电压 Ve 以 确保 晶体 
管 的 三 极 管区 域 工 作 。 类 似 地 ， 在 低 电 压 应 用 中 可 实现 的 信和 号 摆 幅 是 有 限 的 。 另 一 
方面 ， 可 调谐 CMOS 电阻 避免 了 使 用 电容 矩阵 进行 时 间 常 数 调 谐 。 存 在 许多 不 同 的 
有 源 RC 滤波 器 结构 ， 其 中 ，Tow - Thomas, Ackerberg - Mossberg 和 Sallen - Key 过 
滤器 是 众所周知 的 。 通 常 ，MOSFET - C 滤波 器 可 以 当 滤波 器 中 的 无 源 电阻 被 三 极 
管区 域 MOSFET 替代 时 实现 。 然 而 ， 三 极 管区 域 晶 体 管 的 寄生 电容 影响 滤波 器 的 
性 能 。 当 寄生 电容 连接 到 虚拟 地 或 运算 放大 器 的 输出 时 ， 寄 生 电 容 可 以 最 小 化 ， 
此 ， 可 以 采用 对 寄生 效应 不 敏感 的 滤波 器 结构 ， 比 如 Tow - Thomas 或 Sallen - Key 
滤波 器 [308] 。 

Gu — C 滤波 器 通常 使 用 开 环 而 不 是 闭环 运算 跨 导 器 放大 器 ， 因 此 不 需要 受到 
BEER ROAR IO 74), Alt, Cn C 滤波 器 通常 具有 超过 SC 和 RC 滤波 器 的 
速度 优势 ， 特 别 是 对 于 数 百 兆赫 范围 内 的 应 用 。 然 而 ， 在 开 环 配置 中 使 用 Cu 的 缺 
点 是 电路 被 限制 在 小 的 输入 电 平 ， 以 便 在 线性 区 域 中 操作 跨 导 器 [24,309] 。 尽 管 已 
经 报道 了 许多 不 同 的 技术 来 增加 输入 范围 ， 同 时 保持 线性 ， 但 由 于 附加 的 寄生 效 
应 ， 这 些 技术 通常 会 降低 频率 响应 93% ,3 。 即 使 采用 线性 化 技术 ， 与 有 源 RC 滤波 
器 相 比 ， 输 入 信和 号 摆 幅 范围 仍然 很 小 。GCu -C 滤波 器 的 另 一 个 缺点 是 它们 对 跨 导 
器 gw 的 依赖 性 ， 这 使 得 它们 对 工艺 变化 非常 敏感 。 实 现 一 阶 滤 波 器 的 单 端 Cu - C 
滤波 器 如 图 4. 24a AN. Gy =- C 滤波 器 的 一 个 优点 是 可 以 通过 OTA 和 电容 实现 无 
源 元 件 ， 如 电阻 和 电感 。 电 阻 是 通过 将 OTA 的 负 输 入 连接 到 正 输出 而 实现 的 ， 并 
且 可 以 通过 使 用 两 个 OTA .和 电容 在 一 定 频率 下 实现 电感 的 功能 。 然 而 ， 电 阻 和 电 
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感 的 线性 依赖 于 OTA 的 性 能 。 如 果 OTA 具有 有 限 的 带宽 特性 ， 滤 波 器 的 增益 和 相 
位 将 偏离 其 理想 的 频率 响应 。 











图 4.24 a) 一 阶 Gu -C 滤波 器 b) Go-C 双 二 阶 滤波 器 


偏差 的 具体 特性 将 是 OTA 的 开 环 特性 和 滤波 器 所 需 响应 的 函数 。 然 而 ， 与 使 
用 完整 运算 放大 器 的 有 源 RC 实现 相 比 ， 由 于 OTA 的 简单 性 ， 在 OTA 增益 带宽 乘 
积 影响 滤波 器 响应 之 前 ， 有 源 G。- C 滤波 器 可 以 达到 更 高 的 频率 。 在 运算 放大 
器 一 RC 滤波 器 中 ， 线 性 主要 是 运算 放大 器 线性 的 函数 ， 因 为 电阻 呈现 出 非常 线性 
的 特性 。 运 算 放 大 器 的 特点 是 其 低 输出 阻抗 ， 这 意味 着 它 可 以 驱动 电阻 负载 ， 使 其 
适用 于 RC 滤波 器 ， 直 到 SC 滤波 器 电阻 负载 也 达到 一 定 程度 。 它 们 的 输出 为 电压 
形式 ， 额 外 的 缓冲 器 增加 了 复杂 性 和 功 耗 。 另 一 方面 ，OTA 具有 高 输出 阻抗 ， 不 
能 驱动 电阻 负载 。 它 们 的 输出 为 电流 形式 ， 适 用 于 SC 和 G。- C 滤波 器 。 通 常 ， 它 
们 不 是 很 复杂 ， 而 且 是 较 低 功 耗 的 解决 方案 ， 同 时 具有 较 高 频率 电位 的 运算 放大 
器 。 图 4. 24b 显示 了 GC, - C 双 二 阶 滤波 器 。 在 这 种 滤波 器 中 ,无 源 电阻 通过 负 反 
馈 连 接 由 OTA 代替 。 与 SC 滤波 器 类 似 ， 可 以 级 联 这 个 双 二 阶 滤波 器 ， 以 实现 更 高 
阶 滤波 。 为 了 方便 和 有 效 地 调整 模拟 滤波 器 ， 需 要 考虑 几 件 哇 情 。 第 一 ， 频 率 和 质 
量 因数 需要 独立 调谐 。 有 时 ， 频 率 调谐 会 导致 质量 因数 的 变化 ， 从 而 降低 了 滤波 器 
的 性 能 。 通 常 ， 在 双 二 阶 滤波 器 中 ， 可 以 分 别 调 谐 频率 和 质量 因数 。 第 二 ， 期 望 在 
滤波 器 中 使 用 相同 的 R 和 C 值 。 如 果 不 可 能 ， 建 议 选 择 一 个 整数 比 的 电阻 或 电容 
值 进 行 更 好 的 匹配 。 电 容 和 矩阵 代替 电阻 矩阵 通常 用 于 调谐 ， 因 为 它们 在 匹配 组 件 时 
更 好 。 第 三 ， 需 要 寄生 敏感 滤波 器 结构 。 通 常 ， 基 于 信和 号 流 图 的 滤波 器 对 寄生 效应 
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不 敏感 。 对 于 调谐 ， 必 须 将 滤波 器 的 输出 与 男 一 参考 频率 进行 比较 。 参 考 频率 或 信 
号 通常 来 自 芯片 外 部 5" 2251。 有 许多 不 同 的 调谐 系统 ， 如 自 适 应 调谐 电路 、 直 接 
调谐 策略 、 主 从 调谐 电路 等 。 其 中 ， 主 从 滤波 器 调谐 是 一 种 广泛 使 用 的 调谐 方法 ， 
因为 它 相 对 容易 构建 ， 如 果 主 从 滤波 器 匹配 良好 ， 则 具有 可 接受 的 精度 5331 。 


4.3.2 连续 和 离散 时 间 波 形 发 生 器 的 设计 


4.3.2.1 离散 时 间 波 形 发 生 器 

用 于 BIST 应 用 的 片上 波形 发 生 系统 的 框图 如 图 4. 25 所 示 。 它 包括 非 重 又 时 钟 
发 生 器 、 可 编程 《多 ) 增益 级 与 可 编程 正弦 波 发 生 器 的 线性 时 变 滤波 器 、 时 钟 映 
射 块 、 增 益 解码 器 、 数 字 控 制 单 元 、 带 通 滤波 器 、 在 带 通 滤波 器 的 输出 处 的 附加 可 
编程 增益 放大 器 (PGA) ， 以 进一步 改善 系统 的 动态 范围 以 及 PCA 输出 的 振幅 检测 
和 /或 数字 化 的 最 后 阶段 。 基 于 外 部 主 时 钟 ， 非 重 肆 时 钟 发 生 器 为 信号 发 生 器 和 可 
编程 带 通 滤波 器 生成 适当 的 时 钟 信号 。 可 以 调整 产生 的 信和 号 的 振幅 ， 使 其 适合 被 测 
设备 的 输入 范围 。 信 和 号 发 生 器 具有 两 个 级 联 增益 级 : 第 一 增益 级 (FGS) 和 第 二 增 
益 级 (SGS) ， 其 中 总 增益 是 FGS 和 SCS 的 增益 之 和 。 由 第 一 和 第 二 增益 级 实现 的 
增益 量 由 分 别 来 自 FGS 和 SGS 增益 映射 块 的 非 重要 时 钟 的 阵列 控制 。 选 择 信 号 用 
作 向 PGA 增益 级 馈送 参考 值 的 顺序 选择 信号 。 因 此 ， 为 了 具有 对 增益 级 的 独立 控 
制 ， 第 一 和 第 二 增益 时 钟 映射 单元 产生 不 同 的 时 钟 阵列 。 增 益 解码 器 产生 关于 如 何 
在 第 一 和 第 二 增益 级 中 实现 特定 增益 的 组 合 逻 辑 信息 ， 因 此 需要 两 个 解码 器 、FGS 
增益 解码 器 和 用 于 独立 增益 控制 的 SGS 增益 解码 器 。 状 态 机 和 两 个 控制 复 用 器 分 
别 控制 来 自 数字 解码 器 的 信息 被 馈送 到 第 一 和 第 二 增益 时 钟 映射 单元 的 方式 。 可 编 
程 的 高 Q 带 通 滤波 器 在 器 件 的 输出 端 选择 适当 的 谐 波 分 量 ， 用 于 振幅 响应 或 谐 波 
失真 表征 。 
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可 编程 正弦 波 发 生 器 





图 4.25 片上 波形 发 生 系统 概述 


RIERA DUT 的 集成 系统 和 外 部 测试 系统 的 特性 ， 可 以 为 输出 构建 块 采用 
不 同 的 选项 。 如 果 A -D 转换 器 在 芯片 上 可 用 ， 则 PGA 的 输出 可 以 直接 数字 化 。 
该 系统 的 主要 优点 之 一 是 其 固有 的 同步 性 ; 激励 频率 和 滤波 器 中 心 频 率 都 由 主 时 钟 
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控制 ; 当 扫描 时 ， 信 和 号 发 生 器 和 滤波 器 都 遵循 这 些 调整 。 测 试 策略 不 需要 任何 
DUT 的 重新 配置 ， 并 且 能 够 直接 测试 频率 响应 相关 规范 。 在 DUT 的 表征 之 前 ， 可 
以 通过 将 信号 发 生 器 的 输出 分 配 到 带 通 滤 波 器 来 容易 地 验证 该 方法 的 功能 ， 如 图 
4.25 中 的 虚线 箭头 所 示 。 通 过 增益 级 的 数据 处 理 的 时 序 图 如 图 4. 26a a. 
FGS 或 SGS 的 选择 信号 为 高 时 ， 第 一 或 第 二 增益 级 分 别 是 处 理 数据 。 在 时 钟 上 升 
沿 ， 第 一 个 增益 级 开始 采集 数据 。 当 FGS 开始 保持 时 ,第 二 增益 级 开始 获得 FCS 
数据 。 当 第 一 个 增益 级 完成 时 ，SGS 完全 获得 了 第 一 个 增益 级 的 信号 。 应 该 注意 的 
是 ， 由 于 在 两 个 级 中 o, 和 yp 作用 的 反 转 ，FCS_Sel 和 SCS_Sel 信号 的 相位 相差 
90°, 
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a) b) 
图 4.26 a) 整个 系统 的 时 序 图 b) 波形 发 生 时 序 图 


利用 四 阶 电容 阵列 作为 模拟 上 采样 器 ， 如 图 4. 27a 所 示 ， 可 以 设 定 一 个 PCA, 
其 预 置 增益 级 对 应 于 理想 采样 和 保持 的 正弦 波 的 值 ， 并 且 可 以 被 配置 。G -C - 
OTA 技术 中 的 相应 电路 实现 如 图 4. 27b 所 示 。 避 免 两 个 或 更 多 个 电容 之 间 的 波形 
匹配 不 正确 是 最 重要 的 。 然 而 ， 使 用 各 种 技术 ， 比 如 使 用 单位 电容 的 整数 比率 ， 具 
有 相同 形状 或 面积 与 周 长 比 的 单元 元 件 的 部 署 以 及 中 心 形式 布局 的 单元 元 素 使 匹配 
度 <0.05% 可 行 。 为 了 以 足够 的 精度 实现 期 望 的 电容 ， 每 个 单元 元 件 的 尺寸 不 会 变 
小 ， 否 则 其 期 望 值 将 被 正常 的 制造 公差 浸没 。 

SC 信和 号 发 生 器 具有 4 个 不 同 的 增益 设置 ， 每 个 周期 产生 16 个 步 长 的 正弦 信号 
输出 。 当 以 离散 步 长 改变 增益 时 ， 输 出 信号 中 可 能 有 暂 态 。 当 PCA 的 增益 改变 时 ， 
有 两 种 不 同 的 瞬 态 原因 : 第 一 个 是 具有 可 编程 增益 的 直流 偏 移 的 放大 ， 即 使 当 
PGA 没有 内 部 偏 移 或 器 件 不 匹配 时 ， 也 会 在 输出 信号 中 产生 一 个 步 长 ; 第 二 ， 当 
在 直流 电流 流 过 的 器 件 中 改变 PGA 的 增益 时 ， 即 使 在 PGA 的 输入 处 没有 直流 偏 
移 ， 输 出 端的 直流 偏 移 可 能 由 于 器 件 不 匹配 而 改变 。 在 第 一 种 情况 下 ， 瞬 态 的 原因 
在 输入 信号 中 ， 其 中 包含 直流 偏 移 。 在 后 一 种 情况 下 ，PGA 的 输出 直流 偏 移 取决 
于 增益 设置 ， 因 为 偏 置 的 变化 ， 即 PCA 的 拓扑 和 不 匹配 导致 瞬 变 。 尽 管 适当 部 署 ， 
但 可 编程 增益 变化 引起 的 步 长 可 能 是 两 种 效应 的 组 合 ， 如 果 部 署 足够 小 的 时 间 常 
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图 4.27 ”开关 电容 技术 和 GC, -C-OTA 技术 中 波形 发 生 的 概念 图 
a) 开关 电容 技术 b) G,,-C-OTA 技术 


数 ， 则 以 下 高 频 低 通 滤波 级 将 过 滤 掉 该 步 长 。 开 关 o ~ 由 依次 关闭 一 个 时 钟 周期 
以 产生 正弦 波 的 四 个 步 长 。 一 旦 获得 了 生成 波形 的 最 大 值 ， 则 开关 在 相反 方向 
(从 由 到 gp1) 依次 关闭 一 个 时 钟 周期 ， 以 产生 第 二 个 1/4 周期 ， 如 图 4. 26b 所 示 。 
在 这 种 情况 下 ， 参 考 电压 的 极 性 通过 gi, 而 变化 ， 分 别 产 生 负 积分 和 正 积 分 。 输 入 
电容 注入 的 电荷 集成 在 电容 C。 上 ， 以 产生 正弦 波形 的 第 一 个 1/4 周期 。 当 该 误差 
最 大 时 ， 添 加 电容 C, AC, 以 在 w 期 间 从 输入 信号 (添加 到 运算 放大 器 输入 ) 减 
去 误差 电压 。 通 过 反 相 输入 ， 实 现 寄生 不 敏感 双 线性 和 前 向 欧 拉 积 分 器 的 电路 能 力 
增加 B14] 。 具 体 来 说 ， 如 果 在 o, 导 通 时 对 输入 和 输出 进行 采样 ， 则 电路 实现 双 线 
性 SC 积分 器 。 另 一 方面 ， 如 果 输 入 和 输出 在 pm 和 pim 都 导 通 时 被 采样 ， 则 电路 
实现 前 向 欧 拉 积分 功能 〈 反 相 或 不 反 向 ) 。 

第 一 和 第 二 增益 级 的 运算 放大 器 被 实现 为 增益 型 折叠 共 源 一 共 栅 放大 器 ， 如 图 
4.28 所 示 。 为 了 降低 功 耗 ， 由 于 实现 不 同 FCS 增益 所 需 的 反馈 系数 范围 较 大 ， 第 
一 增益 级 使 用 的 运算 放大 器 采用 上 比 第 二 增益 级 运算 放大 器 更 高 的 增益 带宽 乘积 实 
现 04] 。 由 于 第 一 增益 级 放大 器 没有 经 历 大 的 信和 号 摆 幅 ， 所 以 由 于 其 优异 的 1Mf 品 
声 特 性 ， 仅 由 p 沟 道 晶 体 管 形成 输入 对 。 在 第 二 增益 级 放大 器 中 ,ma 沟 道 输入 对 
Ti 245 p 沟 道 输入 对 T_s 并 联 放置 以 处 理 信 号 。 为 了 使 跨 导 器 作为 共 模 输入 电压 
常数 的 函数 ， 简 单 的 前 馈 方 法 是 添加 电流 开关 Ti .s054] 。 电 流 开 关 被 分 成 两 个 晶 
体 管 ， 其 漏 极 连接 到 相应 的 输入 级 晶体 管 的 漏 极 。 通 过 将 电流 加 到 输入 级 晶体 管 的 
输出 端 ， 输 入 级 的 输出 电流 不 随 共 模 输入 电压 而 变化 。 由 于 可 以 使 用 相对 小 的 电流 
开关 晶体 管 ， 所 以 它们 可 以 产生 较 小 的 放大 器 噪声 。 使 用 由 Ta _35B5] 组 成 的 共 模 
反馈 电路 ， 其 中 平衡 电阻 /电容 微分 - 差分 放大 器 共 模 反馈 结构 中 的 电阻 /电容 网 络 
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被 由 Ta -28 组 成 的 晶体 管 网 络 代替 ， 输 出 可 以 在 不 改变 系统 输出 端的 阻抗 的 情况 下 
感 测 到 共 模 电 平 。 从 运算 放大 器 输出 到 Ta 的 栅 极 的 信号 路 径 由 源 极 跟随 器 级 构 
成 ， 因 此 栅 极 电压 Vccr,) 是 输出 共 模 电 平 的 单调 递增 函数 。 类 似 地 ， 由 于 Ta -zs 是 
互补 型 晶体 管 ， 所 以 保证 输出 共 模 电 平 在 全 摆 幅 范围 内 被 检测 ， 而 不 会 将 Ta -ss 的 
任何 晶体 管 拉 离 人 饱和 区 。 另 外 ， 由 于 网 络 Ta -zs 中 的 所 有 节点 都 是 低 阻 抗 节点 ， 所 
以 不 会 出 现 额 外 的 稳定 性 问题 。 





图 4.28 运算 放大 器 原理 图 


实现 高 频 CMOS SC 滤波 器 的 主要 瓶颈 是 高 增益 和 大 带宽 运算 放大 器 的 需求 ， 
为 精确 的 电荷 传输 提供 虚拟 地 面 "2] 。 虽 然 可 以 实现 能 够 提供 所 需 增益 和 带宽 值 的 
CMOS 运算 放大 器 ， 但 由 此 导致 的 高 功 耗 通常 阻碍 实际 的 实现 0] 。 除 了 大 增益 带 
宽 方法 之 外 ， 两 种 技术 可 以 大 致 分 为 两 类 : 基于 运算 放大 器 和 基于 单位 增益 缓冲 器 
的 两 种 技术 ， 这 两 种 技术 旨 在 提高 CMOS SC 滤波 器 在 100MHz 范围 内 工作 的 能 力 。 
基于 单位 增益 缓冲 器 的 技术 使 用 单位 增益 缓冲 器 构建 SC 集成 器 Po 1。 典型 的 单 
位 增益 缓冲 器 能 够 在 比 传统 运算 放大 器 更 宽 的 信号 带宽 上 工作 。 此 外 ， 该 缓冲 器 可 
以 使 用 更 简单 的 电路 来 实现 ， 因 此 它 比 常规 的 大 增益 带宽 运算 放大 器 占用 更 少 的 芯 
片面 积 并 且 具 有 更 小 的 功 耗 。 然 而 ， 基 于 单位 增益 缓冲 器 的 SC 积分 器 受到 寄生 电 
容 的 影响 ， 寄 生 电 容 主要 由 单位 增益 缓冲 器 输入 转换 器 中 的 源 极 扩散 引起 ， 其 值 随 
着 工艺 和 温度 而 变化 。 类 似 地 ， 由 于 其 固有 的 低 增益 ， 第 3 章 中 引入 的 寄生 不 敏感 
技术 不 适用 于 基于 单位 增益 缓冲 器 的 SC 积分 器 。 

由 于 RC 时 间 常 数 与 gwRuu 的 基本 权衡 ， 大 带宽 或 高 速 运算 放大 器 往往 具有 较 
低 的 直流 增益 。 低 运算 放大 器 直流 增益 往往 会 向 SC 积分 器 的 输出 引入 非 线性 误 
差 ， 从 而 损害 了 过 滤器 的 精度 性 能 。 作 为 对 这 个 问题 的 回应 ， 基 于 运算 放大 器 的 技 
术 通常 强调 修改 传统 的 运算 放大 器 结构 ， 从 而 最 终 的 新 运算 放大 器 能 够 满足 高 频 
SC 滤波 器 的 速度 和 精度 要 求 ， 尽 管事 实 上 它们 通常 具有 低 直 流 增益 。 在 这 种 实现 
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中 ， 采 用 增益 调节 方法 :2 "1 ， 其 中 高 频 SC 滤波 器 中 每 个 大 带宽 运算 放大 器 的 低 直 
流 增 益 被 精确 控制 ， 并 将 调节 增益 值 作为 缩放 电路 中 电容 的 参考 。 
4.3.2.2 连续 时 间 波 形 发 生 器 

为 了 实现 图 4. 27b 所 示 的 Cu -C 技术 中 的 模拟 信号 生成 ， 并 再 次 如 图 4. 29 所 
示 ， 并 联 多 个 跨 导 器 ， 以 求 所 有 的 输出 电流 之 和 。 通 过 因子 K， 输 入 跨 导 器 缩放 仅 
在 整体 传递 函数 中 引入 增益 因数 。 跨 导 器 基于 驱动 电阻 的 线性 化 电压 跟随 器 。 跨 导 
器 主要 来 自 电 阻 ， 因 此 线性 仅 受 电 阻 的 材料 和 线性 化 电压 跟随 器 的 回路 增益 量 的 限 
Mlo Gn 级 的 工作 原理 可 以 从 图 4. 30 中 解释 。 微 分 输入 电压 使 电流 流 过 电阻 Rorc 
到 Ti 的 源 节 点 。 由 跨 阻 级 Ts 和 Tis 以 及 跨 导 级 Ti 和 Ts 形成 的 反馈 回路 迫使 所 有 
电流 流向 另 一 输入 ， 从 而 使 漏 极 电 流 和 Ti 的 Ves 电 压 恒定 ， 从 而 使 电压 跟随 器 Ti 
线性 化 。 线 性 电压 跟随 器 通过 输出 跨 导 级 提供 的 电阻 Rorc 给 出 了 输入 电压 和 电流 
之 间 的 线性 关系 。 由 于 跨 导 级 的 两 个 输出 的 电流 之 和 是 恒定 的 ， 因 此 来 自 另 一 输出 
的 电流 也 是 输入 电压 的 线性 函数 ， 并 且 该 电流 可 以 用 作 整 个 跨 导 器 的 输出 结构 体 。 
跨 阻抗 级 是 共 栅 配置 中 的 单 唱 体 管 Tis 。 该 级 为 电压 跟随 器 Ti 提供 低 阻 抗 输入 ， 并 
为 跨 导 级 Ti 提供 合适 的 偏 置 电 平 ， 增 强 输入 的 摆 幅 能 力 。 类 似 地 ， 它 增加 了 反馈 
回路 中 的 增益 ， 从 而 降低 了 增益 误差 并 使 电压 跟随 器 线性 化 。 然 而 ， 源 极 恶 化 会 降 
低 有 效 跨 导 的 值 ， 并 以 此 方式 降低 积分 器 的 直流 增益 。 为 了 解决 这 个 问题 ， 通 过 在 
输出 分 支 中 使 用 非 最 小 的 晶体 管 长 度 来 增加 输出 阻抗 。 由 于 Gha - C - OTA 结构 中 
的 OTA 的 虚拟 地 面 连接 到 C 级 的 输出 ， 因 此 跨 导 器 Gu 的 输出 中 不 需要 共 源 一 共 
Marth. BA C ALC, 稳定 Ga 的 反馈 回路 。 为 了 避免 Gu 级 信号 处 理 能 力 的 明显 
降低 ， 输 入 参考 直流 失调 电压 必须 在 Cw 级 的 输入 级 消除 。 这 已 经 用 Pp 沟 道 微分 对 
Tis_19 来 实现 。 来 自 该 微分 对 的 输出 信号 连接 到 G, 的 输入 装置 的 漏 极 ， 以 便 能 够 
控制 输入 装置 的 栅 源 电压 ， 从 而 控制 输入 参考 的 直流 失调 电压 G,,。 直 流 偏 移 通 过 
片 外 控制 信号 Vose PUH o 
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图 4. 30 跨 导 髓 Cu 实现 


图 4. 29 所 示 的 积分 器 中 使 用 的 OTA 是 一 个 带 有 有 效 负载 的 简单 n 沟 道 微分 
对 。 在 其 周围 添加 电容 反馈 导致 闭环 传递 函数 中 的 寄生 右 半 平面 零点 ， 导 致 积 分 器 
在 其 单位 相位 频率 附近 的 相位 响应 严重 恶化 。 插 入 反馈 路 径 中 的 理想 单位 增益 缓冲 
器 消除 了 这 个 右 半 平面 零点 。 然 而 ， 这 里 作为 简单 的 源 跟踪 器 实现 的 缓冲 器 具有 有 
限 的 输出 阻抗 。 这 会 产生 高 频 的 左 半 平 面 零点 ,导致 不 必要 的 相位 超前 误差 。 为 了 
产生 寄生 相位 滞后 ， 消 除 由 源 极 跟随 器 产生 的 相位 超前 并 提供 额外 增益 ， 可 变 增 益 
电压 放大 器 级 联 。 通 过 在 三 极 管区 域 (Ti -4) 中 的 MOSFET 分 流 反馈 电阻 ， 可 以 
改变 该 放大 器 的 增益 。 改 变 该 MOSFET 的 栅 极 电压 会 改变 滤波 器 单位 增益 频率 。 

为 了 使 滤波 器 带宽 随 温度 和 工艺 变化 而 保持 相对 恒定 ， 需 要 调整 滤波 器 的 特征 
频率 和 质量 因数 0。 最 广为人知 的 连续 时 间 滤 波 器 是 有 源 RC 滤波 器 ， 其 特征 在 于 
高 动态 范围 、 低 失真 特征 。 然 而 ， 由 于 负 反 馈 引 起 的 限制 速度 将 有 源 RC 滤波 器 限 
制 在 低速 应 用 中 。 类 似 地 ， 滤 波 器 放大 器 的 增益 带宽 乘积 必须 远 高 于 滤波 器 截止 频 
率 ， 以 最 小 化 相位 误差 和 在 增益 带宽 乘积 附近 出 现 的 任何 其 他 非 理想 情况 [82%] ， 其 
本 身 需 要 消耗 过 多 的 能 量 。 类 似 地 ， 器 件 不 匹配 和 噪声 限制 了 MOSFET - C 滤波 器 
中 非常 高 的 电阻 值 的 实现 。 此 外 ， 需 要 相当 高 的 控制 电压 Tc 以 确保 晶体 管 的 三 极 
管区 域 工作 。 类 似 地 ， 在 低 电压 应 用 中 可 实现 的 信号 摆 幅 是 有 限 的 。G,, - C 滤波 
器 通常 使 用 开 环 而 不 是 闭环 运算 跨 导 放大 器 ， 因 此 不 需要 被 稳定 性 要 求 所 约 
P27 | AE, Goa - C 滤波 器 通常 具有 超过 SC 和 RC 滤波 器 的 速度 优势 ， 特 别 
是 对 于 数 百 兆赫 范围 内 的 应 用 。 然 而 ， 在 开 环 配置 中 使 用 Gw 级 的 缺点 是 电路 被 限 
制 在 小 的 输入 电 平 ， 以 便 在 线性 区 域 中 操作 跨 导 器 (”"””*]。 尽 管 已 经 报道 了 许多 
不 同 的 技术 来 增加 输入 范围 同时 保持 线性 ， 但 是 由 于 额外 的 寄生 效应 ， 这 些 技术 通 
常会 降低 频率 响应 := "] 。 即 使 采用 线性 化 技术 ， 与 有 源 RC 滤波 器 相 比 ， 输 入 信 
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号 摆 幅 范围 仍然 很 小 。GCw - C 滤波 器 的 男 一 个 缺点 是 它们 对 跨 导 gw 的 依赖 性 ， 这 
使 得 它们 对 工艺 变化 非常 敏感 。Gm — C 滤波 器 的 一 个 优点 是 可 以 通过 OTA 和 电容 
实现 无 源 元 件 ， 如 电阻 和 电感 。 电 阻 是 通过 将 0TA 的 负 输 入 连接 到 正 输出 而 实现 
的 ， 并 且 可 以 通过 使 用 两 个 OTA 和 电容 在 一 定 频率 下 实现 电感 的 功能 。 然 而 ， 电 
阻 和 电感 的 线性 依赖 于 OTA 的 性 能 。 如 果 OTA 具有 有 限 的 带宽 特性 ， 滤 波 器 的 增 
益 和 相位 将 偏离 其 理想 的 频率 响应 。 偏 差 的 具体 特性 将 是 OTA 的 开 环 特性 和 滤波 
器 所 需 响 应 的 函数 。 然 而 ， 与 使 用 完整 运算 放大 器 的 主动 RC 实现 相 比 ， 由 于 OTA 
的 简单 性 ， 在 OTA 增益 带宽 乘积 影响 滤波 器 响应 之 前 ， 有 源 Cu - C 滤波 器 可 以 达 
到 更 高 的 频率 。 

单 片 连续 时 间 滤 波 器 的 系统 系数 主要 由 Gu - C 中 的 有 源 RC 滤波 器 或 跨 导 电 
容 中 的 电阻 和 电容 的 产品 决定 。 虽 然 集成 电阻 、 电 容 和 跨 导 的 绝对 值 的 可 变性 很 
好 ,电阻 由 于 摊 杂 和 人 蚀刻 的 不 均匀 而 变化 (由 于 工艺 和 温度 变化 ， 可 能 会 变化 多 
达 40% ) ， 由 于 氧化 物 厚 度 变 化 和 蚀刻 不 准确 ， 电 容 的 变化 可 达 15% ， 以 及 由 于 移 
动 性 、 氧 化 物 厚度 、 电 流 、 需 件 几 何 变化 ， 跨 导 可 能 随 工艺 、 温 度 和 电源 电压 变化 
而 有 超过 40% 的 变化 ， 如 果 特 别 注意 布局 〈 比 如 交织 、 使 用 虚设 器 件 、 普 通 质 心 
几何 ) ， 它 们 的 比例 可 以 非常 精确 和 稳定 ， 比 如 电容 比 匹配 度 <0.05% 、 电 阻 比 匹 
配 度 <0.1% . Gm 比 匹 配 度 < 0.5% ， 并 提供 良好 的 相对 振幅 和 相位 与 频率 特性 ， 
仅 需 要 调整 连续 的 时 间 滤 波 器 关键 参数 。 然 而 ， 清 楚 的 是 ， 除 了 特征 频率 之 外 ， 有 
时 也 需要 对 质量 因数 @ 进行 调谐 ， 以 保持 滤波 器 带宽 随 着 温度 和 工艺 变化 而 相对 
恒定 。 有 许多 不 同 的 调谐 系统 ， 如 自 适应 调谐 电路 、 直 接 调谐 策略 、 主 从 调谐 电路 
So TE PLL 调谐 中 ，VC0 或 主 滤波 器 的 输出 通过 相位 检测 器 与 参考 信号 进行 比较 。 
如 果 参 考 信 号 和 输出 之 间 有 任何 差异 ， 则 会 产生 一 定 电压 ， 该 电压 与 参考 信号 和 
VCO 或 主 滤波 器 输出 之 间 的 相位 差 成 正比 ， 并 通过 低 通 滤波 器 对 电压 进行 滤波 ， 
以 消除 高 频 因素 。 然 后 只 有 直流 控制 电压 添加 到 主 滤波 器 以 校正 频率 差 。 对 于 @ 
因数 控制 ， 振 幅 检测 器 或 峰值 检测 器 通常 用 于 比较 特定 频率 的 振幅 。 像 频率 调谐 一 
样 ， 将 主 滤波 器 的 峰值 与 特定 频率 的 参考 信号 进行 比较 。 然 后 ， 峰 值 差 通常 被 放 
大 ， 低 通 滤波 ， 以 将 @ 因数 控制 电压 应 用 到 主 滤波 器 中 。 然 而 ， 为 了 利用 这 种 调 
谐 ， 假 设 滤波 器 在 中 心 频率 处 的 带 通 增益 与 质量 因数 0 相等 (或 成 比例 )。 但 是 ， 
在 存在 明显 寄生 的 情况 下 ， 这 种 关系 可 能 不 成 立 ， 特 别 是 在 高 0 值 时 。 此 外 ， 滤 
波 器 的 非 线性 影响 增益 对 0 的 关系 ,， 这 可 能 导致 进一步 的 @ 调谐 误差 .这 里 所 应 
用 的 技术 利用 了 二 阶 块 而 不 是 振幅 的 相位 响应 ， 在 这 种 情况 下 ，@ 调谐 以 及 中 心 频 
率 调谐 与 滤波 器 增益 无 关 ， 通 过 将 两 个 参考 频率 的 输出 相位 拟 合 到 可 以 从 所 需 响应 
中 计算 出 的 已 知 值 ， 中 心 频率 和 O 均 可 精确 调谐 。 利 用 数字 技术 ， 只 允许 一 个 调 
谐 回路 在 给 定 的 时 间 运 行 ， 这 提高 了 调谐 电路 的 稳定 性 ， 并 且 消 除了 对 慢 回路 的 需 
要 。 

完整 的 调谐 系统 如 图 4. 31 所 示 。 低 频 时 钟 信号 Clk 确定 滤波 器 频率 在 参考 频 
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率 之 间 切 换 的 调谐 周期 。 信 号 Viin 和 iv 是 延迟 时 钟 ， 而 Ke 和 Taom 是 控制 电压 。 
当 调 谐 信 号 为 高 电 平时 ， 滤 波 器 被 校准 。 当 调谐 信号 被 设置 为 低 电 平时 ， 人 恢复 滤波 
器 的 正常 操作 〈 即 处 理 信号 ) ， 其 中 调谐 电压 Vi, A Jom 保 持 在 其 适当 的 值 。 由 于 
两 个 参考 频率 不 能 同时 应 用 ， 所 以 滤波 器 的 频率 在 参考 频率 之 间 周 期 性 地 变化 。 当 
将 一 个 参考 频率 应 用 于 滤波 器 时 ， 将 低 通 输出 与 Vi 进行 比较 。 低 通 输出 连接 到 触 
发 器 的 时 钟 输入 ， 而 参考 值 应 用 于 D 输入 。 
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图 4.31 G,,-C-OTA 实现 的 调谐 电路 


假设 在 时 钟 的 上 升 沿 发 生 转 换 ， 如 果 低 通 延 迟 大 于 Viow ， 则 触发 器 存储 高 输出 
电 平 ， 否 则 输出 为 零 。 在 下 一 阶段 ， 当 滤波 器 输入 处 于 不 同 的 参考 频率 时 ， 低 通 输 
出 的 延迟 被 比较 。 第 一 组 D 触发 器 将 低 通 相位 与 适当 的 参考 值 进行 比较 ， 并 将 输 
出 存储 在 每 个 周期 结束 后 的 了 D 触发 器 。 计 数 器 由 时 钟 信号 更 新 ， 仅 在 调谐 信号 为 
高 电 平时 使 用 。 请 注意 ，V。 和 Voow 自己 不 会 同时 更 改 〈 在 相同 的 调谐 周期 )， 这 
样 可 以 确保 调谐 回路 的 稳定 性 。 类 似 地 ，D - A 转换 器 以 非常 低 的 频率 工作 ， 并 且 
在 数字 可 调 滤波 器 的 情况 下 可 以 避免 1。 仿真 结果 如 图 4. 32 所 示 ， 说 明了 离散 
和 连续 时 间 实 现 的 可 行 性 。 
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图 4.32 仿真 结果 
a) SC 实现 b) G,-C-OTA 实现 


4.4 内 置 自 测 概念 的 注释 


在 过 去 ，A - D 转换 器 的 信号 转换 电 平 根据 逐步 的 统计 算法 "3 来 确定 。 然 而 ， 
大 约 5 个 输入 变化 的 每 个 转换 电 平 的 必要 性 以 及 每 个 转换 电 平 的 校准 器 设置 时 间 ， 
使 得 测试 持续 时 间 对 于 高 分 辨 率 A - D 转换 器 来 说 是 禁止 的 。 与 逐步 统计 算法 相 
比 ， 采 用 直方 图 [2 9) 以 减少 采样 数 和 测试 持续 时 间 。 直 方 图 或 输出 信号 密度 是 
每 个 编码 发 生 的 次 数 。 对 于 具有 满 量程 斜坡 输入 和 随机 采样 的 理想 A - D 转换 器 ， 
在 每 个 存储 区 中 都 需要 相同 数量 的 编码 。 第 i 个 存储 区 H(i) 中 的 计数 除 以 样品 总 
数 N, 就 是 容积 的 宽度 ， 来 作为 满 量程 的 一 部 分 。 通 过 编译 累积 直方 图 ， 累 积存 储 
区 宽度 是 转换 电 平 。 线 性 信号 (三 角 波 ) 用 于 在 A -D 转换 器 范围 5 -"] 上 实现 
均匀 的 激励 条 件 。 相 反 ， 标 准 直方 图 测试 利用 正弦 激励 信号 ， 其 比 三 角 波 更 容易 产 
生 足 够 低 的 失真 (3%]。 

在 文献 [327] 中 探讨 了 基于 直方 图 的 BIST 方法 在 正弦 波 输入 测试 信号 情况 
下 的 可 行 性 。 尽 管 减少 附加 电路 意味 着 需要 大 量 的 输入 测试 模式 才能 完成 测试 ， 也 
要 应 用 测试 程序 的 顺序 分 解 。 在 基于 直方 图 的 A -了 转换 器 测试 中 ， 基 于 输入 信和 号 
(和 斜坡、 正弦 ) 收集 频率 统计 信息 ， 并 进行 分 析 ， 得 出 A-D 转换 器 的 静态 测量 。 
为 了 收集 数据 ， 大 多 数 直方 图 技术 需要 访问 片上 存储 器 和 DSP。 由 于 缺少 片上 存储 
器 或 由 于 布局 约束 ， 在 不 存在 这 种 访问 的 情况 下 ， 可 以 以 顺序 的 方式 收集 每 个 编码 
的 直方 图 ， 然 而 要 以 明显 增加 的 测试 时 间 为 代价 。 不 像 依照 直方 图 技术 那样 依靠 测 
量 编码 频率 ， 而 是 采用 计数 器 和 编码 变换 检测 器 ， 可 以 直接 测量 编码 宽度 〈 见 图 
4. 33)。 然 而 如 下 面 的 讨论 所 示 ， 输 入 信号 的 线性 是 主要 的 限制 因素 。 

测试 时 间 由 A -D 转换 器 特性 决定 ， 如 分 辨 率 和 采样 频率 f. 以 及 每 个 编码 《 的 
采样 。 总 测试 时 间 可 以 通过 Tu = (E x2") /f, 计算 。A - D 转换 器 给 定 的 满 量程 
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i 
使 能 
meres LLL LU UL UL 
samm JUUUUUUUUU UYU UL _ 
计数 器 复位 | = 
信号 计数 器 _“) OOOOOOOOSOOOOOOOSOOOOOOC a. Nn y 
溢出 复位 站 f | a 
a) b) 
E 4.33 a) 测试 策略 的 时 序 图 b) 编码 转换 的 概率 
Vrs 的 斜坡 信号 Sum 所 需 的 斜率 也 可 以 用 测试 参数 计算 : Samp = Cf X Vers/[ (E/N) x 
2” ] 。 在 理想 的 W 位 A-D 转换 器 编码 转换 中 ， 输 入 值 由 和 A. = [C - 1/2) x Ves ]/ 
2” 给 出 。 然 而 ， 相 邻 编码 转换 的 输入 值 不 是 唯一 的 。 也 就 是 说 ， 量 化 阶梯 中 的 编 
码 限制 在 转换 频带 中 丢失 。 转 换 器 的 这 些 不 确定 性 导致 参数 公差 ， 来 表征 实际 转换 
器 并 限制 其 分 辩 率 : 
Peiyap(K/0) =I") (y-y,) -T} (v -X 41) (4. 29) 
AH, iy [. ]」 是 在 零点 邻 域 中 从 0 逐渐 上 升 到 1 的 概率 函数 ， 它 们 可 以 作为 斜 
坡 函 数 或 正常 累积 概率 函数 Q(x) 的 S 形 函数 。 
因此 ， 当 输入 减少 时 ， 有 两 个 函数 和 代表 编码 « 消失 的 每 个 编码 (v 一 A、) 
有 关 ， 而 当 输 入 增加 时 ，1 - Tf (o-A,) 代表 编码 < 缓慢 消失 。 这 在 图 4. 33b 中 
示 出 ,其 中 每 个 转换 由 对 应 于 相 邻 编码 的 函数 重合 形 成 。 随 着 重合 减少 到 两 个 编 
码 ， 从 概率 中 很 明显 可 以 看 出 TI [. ] =F [. ]。 如 果 考 虑 转换 频带 ， 使 得 
形成 它 的 所 有 输入 值 同等 地 导致 编码 之 间 的 有 效 转 换 ， 则 函数 厂 , [. ] 是 斜坡 ， 值 
A 是 转换 频带 的 中 心 值 。 另 一 方面 ， 如 果 频 带 中 有 一 些 最 可 能 被 识别 为 代表 实际 
转换 的 值 ， 并 且 该 概率 随 着 它 的 移动 而 不 对 称 地 减 小 ， 则 函数 T, [. ] 的 较 好 估计 
是 准 高 斯 密度 分 布 函数 。 当 转换 被 认为 对 称 时 ， 可 以 使 用 普通 函数 : 
PM (v-x,) = QL (v-x,)/e] (4. 30) 
Al 4.33b 显示 了 该 定义 在 20% ~ 80% 的 概率 间隔 中 的 应 用 。 比 如 ， 由 于 0 
(0.8416) = 0.8， 所 以 将 上 述 公 式 作为 图 中 的 模型 ， 从 0. 8416 xo =A, 的 关系 中 
获得 参数 rr。 
除了 热 噪 声 之 外 ， 测 试 方案 的 精度 受到 每 个 编码 的 样本 数量 和 斜坡 4 的 线 
性 的 影响 。 热 噪声 对 精度 的 影响 可 以 被 假定 为 假设 噪声 尖峰 振幅 的 高 斯 分 布 平均 为 
0， 标 准 方差 为 o,。 将 模拟 输入 信号 的 小 数 部 分 表示 为 具有 从 0 到 1LSB 均匀 分 布 








Pei{K-1)Vi | Pow( KV; Pow(K+ HIVi 
4 
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Peo) 的 六 ， 噪 声 尖 峰 的 振幅 应 该 小 于 -v 或 大 于 LSB - v 以 改变 数字 输出 编码 。 
可 以 看 出 ， 使 用 不 正确 转换 获得 的 概率 ， 由 于 热 噪声 影响 导致 的 DNL 测量 误差 可 
以 计算 为 


= 之 ct iP“) (1 - P,)E® ra (4.31) 


由 于 热 噪声 引起 的 误差 分 量 ， 每 个 编码 “ 的 采样 数 和 和 斜坡 A 的 线性 是 不 相关 
的 ， 所 以 总 误差 9 (以 LSB 为 单位 ) 将 是 总 和 : 


1 
Etal Er EA tEn Egz Sg, EA 9 (Neamp ~ Nane) 


7 Ai 
(4.32) 

R, Nan 表示 斜坡 信号 的 线性 。 

当 检查 典型 数据 时 ，as =0. 1LSB，( Nawp - NAbc) =3, 《=100。 很 明显 ,由 
于 斜坡 信号 的 线性 引起 的 误差 是 该 方法 的 主要 限制 因素 ， 比 如 eai > 10e, 以 及 sh > 
10sv。 

放宽 对 精密 A - D 转换 器 测试 的 源 极 线性 要 求 的 可 能 性 之 一 是 采用 激励 误差 识 
别 和 去 除 (SEIR) 算法 [31。 这 里 ， 具 有 恒定 偏 移 的 两 个 非 线性 斜坡 信号 被 添加 
到 被 测试 的 A -D 转换 器 ， 并 且 从 两 个 估计 的 转换 电 平 计算 出 两 组 直方 图 数据 。 通 
过 最 小 二 乘 误差 (LSE 方法 找 出 这 些 估计 值 之 间 的 差异 ， 可 以 建立 源 发 生 器 斜坡 
非 线性 。 它 们 对 直方 图 数据 的 影响 可 以 被 去 除 ， 并 且 A -D 转换 器 的 转换 电 平 被 准 
确 地 识别 。 然 而 ， 对 于 实际 应 用 的 算法 ， 在 测试 环境 中 设置 了 严格 的 限制 ， 比 如 完 
全 相同 的 输入 信号 必须 重复 两 次 ， 并 且 偏 移 必 须 是 恒定 的 。 

由 测试 环境 的 非 理想 性 引入 的 误差 ， 与 3.4 节 和 3. 5 节 所 述 的 器 件 偏 移 相 似 ， 
将 导致 测试 误差 ， 其 最 大 绝对 值 出 现在 A - D 转换 器 输入 范围 的 中 间 。 由 于 实际 的 
测试 解决 方案 通常 要 求 测试 精度 保持 在 器 件 规格 的 10% 以 内 ， 所 以 该 误差 将 严格 
限制 线性 测试 精度 。 然 而 ， 由 于 这 些 环境 的 非 理想 性 结果 类 似 于 对 梯度 效应 敏感 的 
匹配 敏感 电路 中 的 偏 移 ， 所 以 诸如 交织 〈3. 2 节 ) 的 技术 可 以 放宽 SEIR 算法 的 要 
ROO, 实质 上 ， 要 获得 两 个 或 更 多 匹配 的 电量 ， 电 路 组 件 被 分 成 许多 小 单元 电池 
并 均匀 放置 在 芯片 上 ， 使 得 这 些 组 件 的 电 参 数 的 梯度 效应 被 平均 化 。 类 似 地 ， 不 是 
重复 两 次 信号 ， 而 是 向 第 二 个 信号 添加 偏 移 量 ， 来 放宽 SEIR 算法 的 要 求 ， 产 生 相 
同 信号 的 许多 副本 ， 并 且 根据 给 定 模式 ， 向 其 中 的 一 些 添加 偏 移 量 。 一 般 来 说 ， 丙 
个 期 望 的 输入 信号 被 生成 为 三 角 波 并 且 在 时 域 中 彼此 交织 。 当 测试 的 A - D 转换 器 
转换 信号 时 ， 产 生 的 输出 编码 将 被 分 割 为 由 特定 时 间 窗 口 间隔 定 义 的 两 个 直方 
图 Bl 。 为 了 消除 低 阶 非 平稳 环境 误差 项 ， 一 个 单一 元 素 的 模式 以 中 心 对 称 交织 广 
式 对 称 地 扩展 。 

为 了 在 SEIR 算法 中 建立 源 发 生 器 斜坡 非 线性 ， 在 文献 [341] 中 ， 简 化 的 激 
励 识别 算法 计算 两 个 偏 移 激励 的 直方 图 的 差异 和 平均 值 ， 以 发 现 激励 的 伸 率 对 直方 
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图 的 高 度 影响 。 通 过 使 用 数值 微分 和 测量 的 直方 图 ,来 逼近 理想 直方 图 的 导数 。 通 
过 梯形 积分 规则 对 该 导数 进行 积分 后 ， 获 得 编码 密度 理想 直方 图 ， 该 直方 图 对 应 于 
该 激励 的 理想 A - D 转换 器 的 直方 图 。 然 后 从 测量 和 理想 直方 图 的 比率 中 提取 以 码 
宽 表 示 的 测试 激励 的 非 线性 。 类 似 地 ， 通 过 获得 的 码 宽度 来 确定 A - D 转换 器 的 线 
性 。 

减少 测试 时 间 的 一 个 有 效 方法 是 提高 在 一 个 测试 仪 上 测试 多 个 器 件 的 并 行 效 
率 -多 点 测试 。 然 而 ， 对 于 A - D 转换 器 测试 ， 并 行 测试 的 器 件 越 来 越 多 ， 通 常 需 
要 更 多 的 高 质量 模拟 信号 源 来 削弱 多 站 点 测试 获得 的 增益 。 

有 一 种 测试 技术 ， 不 需要 外 部 模拟 仪器 来 测量 D - A 转换 器 - A -DD 转换 器 环 回 
组 合 的 规格 ， 是 一 种 小 信和 号 方法 B38] 。 这 里 ， 以 环 回 方式 将 数字 正弦 波 激励 应 用 于 片 
上 DD -A 转换 器 的 输入 。 其 输出 ， 也 就 是 模拟 正弦 波 ， 激 励 了 片上 或 片 外 分 析 数 字 输 
出 的 片上 A - D 转换 器 ， 以 测量 测试 规格 。 当 斜坡 或 三 角 波 用 于 直方 图 测试 时 ， 加 性 
噪声 对 结果 没有 影响 ， 然 而 由 于 和 斜坡 中 的 失真 或 非 线性 ， 难 以 保证 准确 性 。 对 于 微分 
非 线性 测试 ， 斜 坡 斜率 的 1% 变化 会 将 预期 的 编码 数量 改变 1% 。 由 于 这 些 误差 会 快 
速 累 积 ， 所 以 积分 非 线性 测试 将 变 得 不 可 行 。 从 上 述 考 虑 可 以 看 出 ， 为 了 准确 地 表征 
A -D 转换 器 的 线性 ， 输 入 源 应 具有 比 被 测 转换 器 更 好 的 精度 。 当 使 用 正弦 波 时 ， 产 
生 误差 ， 在 峰值 附近 变 大 。 通 过 充分 驱动 A - D 转换 器 ， 可 以 使 该 误差 变 小 。 然 而 ， 
在 大 多 数 系统 级 芯片 应 用 中 ，D -A 转换 器 通常 比 被 测 A - D 转换 器 的 动态 范围 更 小 ， 
因此 不 能 用 于 产生 激励 所 有 A -DD 转换 器 编码 的 信号 。 

在 小 信号 环 回 方式 中 ， 通 过 使 用 振幅 远 小 于 A - D 转换 器 满 量程 的 信号 来 放宽 正 
弦 波 发 生 器 的 线性 失真 约束 。 转 换 器 输入 范围 由 又 加 到 逐渐 增加 的 直流 电 乎 的 小 振幅 
正弦 波 激励 。 采 用 相同 的 小 振幅 正弦 波 ， 但 具有 不 同 的 偏 移 电 平 C;, j =0，1，…， 
N. -1 ， 以 N. 步 长 获取 直方 图 的 样本 ， 完 全 激励 输入 范围 。 在 D - A 转换 器 中 ， 从 
片上 数字 正弦 波 发 生 器 激励 转换 后 ， 模 拟 正 弦 波 振幅 至 少 减 小 7/8 ， 与 被 测 A -D 转 
换 器 的 动态 范围 相 比 ， 这 和 3 位 精度 相当 ， 并 被 应 用 于 上 述 A - D 转换 器 。 在 D-A 
转换 器 的 输出 端 ， 模 拟 小 正弦 波 激励 电 平移 动 ， 通 过 逐步 增加 偏 移 量 C;, 使 A-D 转 
换 器 的 动态 范围 进行 扫描 ， 如 图 4. 34 所 示 。 在 每 个 N, 步骤 中 ，A -D 转换 器 获取 具 
有 振幅 4 的 小 波 样 本 的 记录 ,使 得 4 =A,/2 +Awgswe。， 其 中 A, 是 偏 移 增 量 值 ， 
Aweusve 是 额外 的 振幅 ， 以 保证 所 有 编码 被 激励 。 从 每 个 步骤 中 获取 的 样本 ， 构 建 等 
于 第 ;个 存储 区 H(i) 中 的 计数 总 和 的 累积 直方 图 CH, [k] , Hepiso, +, kP, 
经 过 所 有 步骤 之 后 ， 所 获得 的 N, 转换 电 平 矩阵 必须 被 组 合成 一 个 矩阵 。 然 而 ， 在 NN, 
步骤 中 的 每 一 个 步 又 的 过 度 驱动 需求 和 激励 信号 的 不 准确 性 ， 产 生 一 些 在 两 个 连续 步 
又 中 计算 的 具有 两 个 值 的 转换 电 平 ， 当 组 合 转换 电 平 矩阵 时 必须 考虑 这 些 值 。 一 旦 形 
成 传输 曲线 ， 就 可 以 计算 A -D 转换 器 的 所 有 静态 规格 。 

如 上 所 述 ， 如 果 两 个 转换 器 类 型 都 存在 于 同一 个 芯片 , 则 D -A 转换 
器 -A -D 转 换 器 环 回 组 合 允 许 全 数字 测试 配置 ， 并 避免 需要 昂贵 的 外 部 模拟 仪器 。 
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图 4.34 满 量程 和 添加 到 A -DD 转换 器 的 小 信号 正弦 波 信号 
a) 满 量程 b) 添加 到 A -DD 转换 器 


然而 ， 环 回 模式 下 非 功 能 相关 组 件 之 间 的 不 相关 的 交互 会 导致 故障 屏蔽 。 特 别 地 ， 
与 噪声 和 失真 参数 相 加 的 动态 参数 测试 不 同 ， 诸 如 INL 和 DNL 之 类 的 静态 参数 倾 
向 于 取消 ， 使 得 诸如 基于 直方 图 之 类 的 标准 测试 方法 不 切实 际 。 类 似 于 重建 和 补偿 
技术 ， 环 回 配置 中 实现 的 SEIR 算法 可 以 同时 估计 两 个 转换 器 的 线性 ， 而 不 会 出 现 
故障 屏蔽 问题 。 在 理想 的 A-D 转换 器 中 ， 编 码 密度 直方 图 中 的 码 宽 相等 。 因 此 ， 
理想 情况 下 的 编码 密度 直方 图 类 似 于 输入 信号 的 概率 密度 函数 (PDF) 。 如 果 D-A 
转换 器 输入 均匀 分 布 在 所 有 编码 上 ， 则 D A 转换 器 输出 也 是 均匀 分 布 的 ， 因 此 可 
以 利用 A -D 转换 器 编码 密度 直方 图 来 计算 理想 的 直方 图 。 作 为 最 后 一 步 ， 可 以 使 
用 线性 直方 图 法 从 理想 直方 图 中 找到 D -A 转换 器 线性 估计 。 

增强 多 点 测试 的 另 一 种 可 能 性 是 以 纯粹 或 略微 适应 的 形式 产生 廉价 的 片上 数字 
波形 。 如 前 所 述 ，A -DD 转换 器 的 动态 参数 通过 诸如 直方 图 或 FFT 分 析 的 常规 后 处 
理 方法 来 评估 ， 其 利用 正弦 波 激励 效率 ， 即 可 忽略 的 失真 、 高 精度 和 稳定 的 频率 。 
将 类 似 的 方法 应 用 到 自 适应 脉冲 波 ， 会 减少 这 些 方法 的 优点 ; 脉冲 波 的 频谱 与 脉冲 
上 升 和 下 降 时 间 相关 的 谐 波 失真 ， 使 得 A -D 转换 器 参数 故障 的 精确 确定 变 得 复杂 
以 及 时 间 过 多 '*] 。 自 适应 脉冲 波 的 频谱 表示 不 仅 是 信号 采样 频率 和 振幅 的 函数 ， 
如 正弦 波 激励 ， 也 是 脉冲 上 升 和 下 降 时 间 的 周期 函数 。 此 外 ， 扩 展 系 数 振幅 下 降 ， 
其 形式 为 sinx/x*， 斜率 为 -20dB ， 表 明 是 低 通 性 能 。 然 而 ， 基 于 时 间 模 型 重建 方 
法 65] 的 文献 【344] 中 的 两 种 算法 同时 放宽 了 激励 源 的 精度 要 求 ， 并 提供 了 将 
A -了 D 转 换 器 误差 机 制作 为 参数 故障 的 特征 概率 。 另 外 ， 重 建 的 波形 更 直观 地 显示 
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了 A -D 转换 器 的 误差 5345] 。 
4.5 深 亚 微米 CMOS 工艺 的 随机 分 析 可 靠 电 路 设计 


纳米 尺度 CMOS 技术 最 显著 的 特征 之 一 是 影响 集成 电路 性 能 关键 参数 的 变化 幅 
度 越 来 越 大 04%] 。 虽 然 缩放 使 控制 外 在 可 变性 更 加 复杂 ， 但 是 参数 可 变性 增加 的 最 
深刻 的 原因 是 该 技术 正在 接近 芯片 结构 性 能 的 基本 随机 性 状态 ， 其 中 器 件 操作 必须 
被 描述 为 随机 过 程 。 由 于 芯片 晶体 的 摊 杂 剂 原子 的 放置 是 随机 的 ， 因 此 每 个 晶体 管 
的 沟 道中 原子 的 最 终 数量 和 位 置 是 随机 变量 。 除 了 器 件 可 变性 在 精度 、 线 性 和 时 序 
方面 限制 了 电路 设计 外 ， 与 集成 电路 器 件 中 的 基本 过 工艺 相关 的 电 噪声 代表 了 电子 
电路 性 能 的 基本 限制 。 

器 件 可 变性 效应 和 噪声 限制 作为 鲁 棒 电 路 设计 和 评估 的 基本 问题 ， 已 经 成 为 许 
多 研究 的 课题 。 目 前 已 经 提出 了 几 种 模型 ， 用 于 器 件 可 变性 649] 和 噪声 0348,39] ， 
相应 地 ， 还 有 许多 用 于 统计 电路 仿真 和 噪声 分 析 !348] 的 CAD 工具 550.3531] 。 蒙 特 卡 
洛 分 析 是 对 受 时 域 技术 变化 和 /或 噪声 模拟 影响 的 电路 统计 分 析 的 广泛 方法 。 蒙 特 
卡 洛 算法 采用 从 每 个 工艺 参数 范围 内 选择 的 值 的 随机 组 合 ， 并 重复 执行 电路 模拟 。 
其 结果 是 统计 特征 估计 的 响应 集合 。 不 幸 的 是 ， 如 果 模 拟 的 迭代 次 数 不 是 很 大 ， 蒙 
特 卡 洛 模拟 总 是 达 不 到 理想 的 估计 公差 要 求 。 精 确 地 确定 响应 的 界限 需要 大 量 的 模 
拟 ， 因 此 如 果 芯 片 变 大 ， 则 蒙特 卡 治 方法 变 得 非常 耗 时 。 用 于 可 变性 影响 电路 统计 
分 析 的 其 他 方法 ， 如 响应 表面 方法 ， 能 够 以 实验 预 处 理 阶 段 B50 的 设计 为 代价 ， 以 
比 蒙特 卡 洛 方法 更 快 的 速度 执行 。 可 以 通过 依次 考虑 每 个 不 相关 的 噪声 源 来 分 析 电 
路 的 噪声 性 能 ， 并 分 别 计算 其 在 输出 端的 影响 。 不 幸 的 是 ， 该 方法 仅 适用 于 具有 固 
定 工作 点 的 电路 ， 并 且 不 适用 于 具有 变化 的 偏 置 条 件 的 电路 的 噪声 模拟 。 

在 本 节 中 ， 给 出 了 基于 求解 方程 (必然 随机 ) 的 统计 仿真 的 直接 方法 ， 其 通 
过 电路 的 统计 性 能 估计 它 。 电 路 被 描述 为 一 组 随机 微分 方程 ， 并 且 引 入 高 斯 闭合 近 
似 以 获得 闭合 形式 的 公式 。 对 于 广义 静态 随机 过 程 ， 如 工艺 变化 和 /或 白 噪声 ， 自 
相关 作为 评估 电路 设计 鲁 棒 性 的 矩阵 ， 其 特点 在 于 时 域 二 次 概率 特征 。 这 里 使 用 的 
方法 是 4. 1 节 中 描述 的 方法 的 增强 版 本 ， 其 具有 用 于 瞬 态 分 析 的 扩展 。 另 外 ， 给 出 
了 用 于 集成 电路 噪声 分 析 的 随机 微分 有 效 解 的 数值 方法 。 


4.5.1 用 于 过 程 变异 性 分 析 的 随机 MNA 


研究 空间 统计 学 的 基本 概念 是 随机 过 程 定义 为 一 组 时 间或 空间 位 置 上 随机 变量 
的 集合 。 通 常 ， 采 用 二 阶 静 态 [广义 静态 〈WSS) ] 过 程 模型 ， 但 是 可 以 采用 其 他 
更 严格 的 静态 标准 。 该 模型 意味 着 平均 值 是 恒定 的 ， 协 方差 仅 取决 于 任何 两 点 之 间 
的 间隔 。 在 二 阶 静 态 过 程 中 ， 只 有 第 一 和 第 二 时 刻 保持 不 变 。 协 方差 和 相关 函数 摘 
述 了 不 同位 置 随机 变量 的 共同 依赖 关系 如 何 随 间隔 距离 而 变化 。 这 些 功 能 仅 在 静态 
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过 程 中 明确 定义 。 比 如 ， 仅 存在 平均 值 工 的 非 系 统 空 间 变 化 时 ， 描 述 品 体 管 长 度 工 
的 性 能 的 随机 过 程 才 是 静态 的 。 如 果 过 程 不 是 静态 的 ， 则 相关 函数 不 能 可 靠 地 测量 
依赖 关系 和 相关 性 。 一 旦 去 除了 系统 晶片 级 和 场 级 依赖 性 ， 从 而 使 该 过 程 保持 更 
态 ， 则 真正 的 相关 性 可 以 忽略 不 计 。 从 统计 模拟 的 角度 来 看 ， 系 统 变化 会 对 给 定 电 
路 中 的 所 有 晶体 管 产 生 同 样 的 影响 。 因 此 ， 系 统 参数 变化 可 以 由 电路 中 每 个 晶体 管 
参数 平均 值 的 偏差 来 表示 。 

一 般 来 说 ， 对 于 时 域 分 析 ， 改 进 的 节点 分 析 (MNA) 导致 非 线性 常 微分 方程 
(ODE) 或 微分 代数 方程 (DAE) 系统 ， 其 在 大 多 数 情况 下 通过 线性 多 步 积 分 方 
法 ， 在 非 线 性 代数 系统 中 变换 (39,334] ， 并 且 在 每 个 积分 步骤 中 ， 使 用 牛顿 法 来 解 
决 这 个 非 线 性 代数 系统 。 因 此 ， 从 数字 的 角度 来 看 ， 在 牛顿 法 的 每 次 迭代 和 时 域 分 
析 的 每 个 时 刻 ， 将 动态 电路 模拟 的 方程 转换 为 等 效 线性 方程 。 因 此 ， 可 以 说 ， 非 线 
性 动态 电路 的 时 域 分 析 由 在 特定 工作 点 处 接近 原始 ( 非 线 性 和 动态 ) 电路 的 许多 
线性 电路 的 连续 解决 方案 组 成 。MNA 系统 可 以 表示 为 

F(p',p,t) +B(p,t) :7 =0 (4. 33) 
AH, p 是 代表 电路 的 状态 变量 (比如 节点 电压 ) 的 随机 过 程 的 矢量 ; n 是 如 
4.1.2 节 所 述 的 广义 静态 过 程 的 矢量 ; B(p, t) 是 Nx .电流 控制 分 支 矩阵 ， 其 
条 目 是 状态 p 和 可 能 的 1 的 函数 。 ’ 

B(p, t) 的 每 一 列 对 应 于 79， 并 且 通 常 具有 一 个 或 两 个 非 零 条 目 。 这 些 行 对 应 
于 电感 或 电压 源 的 节点 方程 或 分 支 方程 。 式 (4.33) 表示 一 个 非 线性 随机 微分 方 
程 组 ， 它 构成 了 随机 代数 和 微分 方程 的 系统 ， 描 述 了 当 随 机 源 ?9 为 零 时 ， 产 生 
MNA 方程 的 非 线 性 电路 的 动态 。 求 解 式 (4.33) 意味 着 在 每 个 时 刻 t 确 定 随机 矢 
Ht p(t) 的 概率 密度 函数 P。 形 式 上 ， 随 机 变量 p 的 概率 密度 为 

P(p)=IT(p)IN(h-i(p) |m,3) (4.34) 
式 中 ，IT(p)1 Æ h (p) 45 n 的 非 线性 函数 逆 变 换 的 雅 可 比 矩 阵 的 决定 因素 。 
然而 ,通常 不 可 能 直接 处 理 这 种 分 布 ， 因 为 除了 线性 之 外 ， 它 是 非 高 斯 的 。 
为 了 获得 一 个 闭合 形式 的 矩阵 方程 ， 将 引入 高 斯 闭合 近似 ， 如 4.2 节 所 述 。 值 得 注 
意 的 是 ， 解 决 式 (4.33) 的 主要 困难 与 非 线 性 有 关 ， 因 此 寻找 似 值 可 能 比较 容易 ， 
该 近似 值 可 以 在 给 定数 量 的 子 域 中 划分 随机 源 变 量 w 的 空间 后 找到 ， 然 后 通过 如 
4.2 节 所 述 的 线性 泰勒 近似 来 求解 每 个 子 域 中 的 方程 。 

S xo =x(7o， t) 是 线性 化 的 通用 点 ， 随 着 变量 上 吉 =z -x% =[(p-po)", m- 

no) l" 的 变化 ，xo 中 式 (4.33) 的 一 阶 泰勒 线 性 化 为 
C( xo )&' + (G(x) +C (xzo)) 专 =0 (4. 35) 
Ap, C(x) = B(x); C(x) =F'(x). 

瞬 态 分 析 仅 需要 式 (4.33) 确定 的 解 ， 比 如 通过 传统 的 电路 模拟 器 ， 以 及 式 
(4.35) 具有 能 够 处 理 仅 需要 初始 条 件 的 随机 性 的 线性 随机 微分 方程 的 方法 。 由 于 
A (4.35) 是 专 中 的 线性 均匀 方程 ， 其 解 将 始终 与 了 -mo 成 正比 。 式 (4.35) 可 
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以 写成 
é' (xo) =E(xo)éo + F(x) No (4. 36) 
式 (4.36) 是 一 个 随机 微分 方程 的 系统 ， 其 在 狭义 上 是 线性 的 〈 专 右 侧 是 线性 
的 ， 而 可 变性 源 的 矢量 的 系数 矩阵 与 专 无 关 )035] 。 由 于 这 些 随 机 过 程 具有 一 般 属 
性 ， 它 们 可 以 被 认为 是 各 个 样本 路 径 的 经 典 问题 集 ， 并 且 用 线性 随机 微分 方程 理论 
的 经 典 方 法 进行 处 理 。 对 于 矢量 7 的 m 个 元 素 ， PB E(t) 的 每 个 元 素 : 


£) = T(t) (m- m) = Yao: nj (4.37) 
只 要 获得 aC), EO) 的 表达 式 就 能 确定 ， 使 得 解 的 协 方差 矩阵 可 以 写 为 
Ye SR (4. 38) 
定义 a(t) = (aij, Ay, "5 aw) 和 F(t) = (Fj, Par es Fy)", XT a(t) 
的 要 求 是 
a';(t) =E(t)a;+F(t) (4.39) 


H (4.39) 是 一 个 常 微分 方程 ， 可 以 通过 快速 数值 方法 求解 。 
4.5.2 噪声 分 析 的 随机 MNA 


人 们 已 经 广泛 研究 了 无 源 元 件 和 集成 电路 器 件 中 最 重要 的 电气 噪声 源 的 类 型 ， 并 
将 适当 的 模型 在 文献 [349] 中 作为 静态 噪声 源 ， 在 文献 [350] 中 作为 非 静态 噪声 
源 。 在 本 节 中 ， 适 应 文献 [350] 中 定义 的 模型 描述 ， 其 中 热 噪声 和 散 粒 噪声 被 表示 
为 在 每 个 时 间 点 具有 独立 值 的 增 量 相关 噪声 处 理 ， 被 模拟 为 调制 的 白 噪 声 过 程 。 这 些 
噪声 处 理 对 应 于 集成 电路 器 件 模型 中 的 当前 噪声 源 。 由 于 这 些 非 静态 模型 与 工艺 参数 
变化 的 广义 静态 随机 过 程 模型 不 同 ， 因 此 不 能 像 4. 4. 1 节 那 样 直接 处 理 。 
描述 快速 和 不 规则 波动 的 随机 影响 的 随机 过 程 〈 即 白 噪 声 Y) 的 MNA 公式 可 写 
为 
F(r',r,t) +B(r,t) -y=0 (4. 40) 
AF, > 是 表示 电路 状态 变量 〈 比如 节点 电压 ) 的 随机 过 程 的 矢量 ; y 是 广义 白 高 
斯 过 程 的 矢量 ; B(r, 1t) 是 噪声 源 矢量 的 状态 和 时 间 相 关 调 制 。 
由 于 白 噪 声 过 程 y 的 特征 ， 诸 如 式 (4.40) 的 公式 不 能 被 视 为 使 用 经 典 微 积 
分 的 常 微 分 方程 。 由 于 与 任何 功能 电路 中 的 信号 本 身 的 振幅 相 比 ， 信 和 号 中 的 噪声 含 
量 的 振幅 要 小 得 多 ， 所 以 在 式 〈4. 40) 中 描述 的 非 线性 随机 微分 方程 的 系统 可 以 
在 前 面 所 述 的 类 似 假设 下 被 线性 化 。 现 在 ， 包 括 品 声 含量 描述 , 式 (4.36) 可 以 
以 一 般 形式 表示 为 
A'(t) =E(t)A+F(t)y (4. 41) 
AH, A=[(r-7)", -xol 
式 (4.41) 被 解释 为 随机 微分 方程 的 耦合 ito 系统 。 现 在 以 更 自然 的 微分 形式 
HEX (4.41): 
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dA(t) =E(t)Adt + F(t) dw (4. 42) 
AF, dw(t) =y (+) de K Wiener TH w RERE. WRB E(t) 和 F(t) 在 可 
FHS HY AT Tia] Via] Ba EY UN tA FY, A SE A(t) 存在 唯一 的 
解 [355] 。 
如 果 和 是 高 斯 随机 过 程 ， 那 完全 可 以 被 均值 和 相关 函数 表征 。 下 式 来 自 随 机 
微分 的 耦合 Ito 定理 : 
d(A(t)A'(t) )/dt =A(t) + d(A™(t) )/dt 
+d(A(t))/dt + A™(t) + F(t) + F"(t) de (4. 43) 
用 式 (4.42) 扩展 式 (4.43), HERB A Al dw 不 相关 ， 具有 初始 值 K(0) = 五 [和 
ATA A(t) 的 方差 协 方差 矩阵 K(t) 可 以 通过 微分 Lyapunov 矩阵 方程 表示 为 1035] 
dK(t)/dt =E(t)K(t) +K(t)E"(t) + F(t) F(t) (4. 44) 
请 注意 ， 大 多 数 集成 电路 的 噪声 变量 的 平均 值 始 终 为 零 。 鉴 于 K(t) 的 对 称 
HE, 式 (4.44) 表示 具有 时 变 系 数 的 线性 常 微分 方程 组 。 为 了 获得 数值 解 ， 式 
(4.44) 必须 使 用 合适 的 方案 ， 如 任何 线性 多 步 法 或 Runge - Kutta 法 在 时 间 上 离散 
化 。 对 于 电路 仿真 ， 发 现 隐 式 线 性 多 步 法 ， 特 别 是 梯形 法 和 反 向 微分 公式 最 合 
适 3%] 。 如 果 向 后 欧 拉 应 用 于 式 (4.44), ， 微 分 Lyapunov 矩阵 方程 可 以 用 特殊 形式 
写成 连续 时 间 代 数 Lyapunov 矩阵 方程 : 
P.K(t,) +K(t,)P! +Q, =0 (4.45) 
时 间 点 的 K(t) 通过 求解 式 (4.45) 中 的 线性 方程 组 的 系统 来 计算 。 这 种 
连续 时 间 Lyapunov 方程 具有 唯一 的 解 K(t) ， 它 是 对 称 和 正 半 定 的 。 人 们 已 经 提出 
了 几 种 迭代 技术 ， 用 于 解决 矩阵 已 大 而 稀疏 的 一 些 具体 问题 中 出 现 的 代数 Lya- 
punov 矩阵 方程 式 (4. 45 ) [557] Bartels - Stewart 方法 [3581 一直 是 用 于 解决 中 小 规模 
Lyapunov 方程 (如 模拟 电路 ) 的 首选 方法 ， 而 Hammarling 方法 仍然 是 直接 计算 
(4.45) 解 的 Cholesky 因数 的 唯一 参考 ， 适 用 于 中 小 型 系统 。 对 于 Bartels - Stewart 
算法 的 后 向 稳定 性 分 析 ， 参 见 文献 【359 ] 。 这 些 方法 对 广义 Lyapunov 方程 的 扩展 
在 文献 [360] AH. Bartels - Stewart 算法 现在 是 标准 的 ， 并 在 文献 【361 ， 
362] 中 提出 。 在 这 种 方法 中 ， 通 过 镜像 变换 ， 将 第 一 个 书 减少 为 Hessenberg 上 
限 ， 然 后 将 QR 算法 应 用 于 Hessenberg 格式 ， 以 计算 真实 Schur 分 解 B61 ， 将 其 转 
换 为 三 角形 系统 ， 这 可 以 通过 和 矩阵 已 的 前 向 或 后 向 代替 者 有 效 地 解决 : 
S=U'P.U (4. 46) 
其 中 真正 的 Schur 形式 S 是 上 准 三 角形 , U 是 正 交 的 。 转 换 和 矩阵 在 每 一 步 积 累 
HER UO), WE, RE 


K=U"K(1,)U 


Q =U"Q,U (4.47) 
那么 式 (4.45) 变 成 
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SK +KS" = -Q (4.48) 
要 找到 唯一 解 ， 式 (4.48) 被 分 割 为 


- ë „l F -|i ‘a 2-[， 4 


AR, Sj Ki, Boe Veh, g, k; gegt- D 
st (4.48) 中 的 系统 给 出 了 3 个 方程 : 


(Un +v, ) + Inn =O (4. 49) 
(Si +u,D)k +q +hys =0 (4.50) 
S,K, +K,S{ +Q, +sk' +ks' =0 (4.51) 


可 以 从 式 (4.49) 获得 kuns RARI (4.50) 来 求解 k， 然 后 式 (4.51) 
成 为 具有 与 式 〈4. 48) 相同 结构 的 Lyapunov 方程 ， 如 : 


S,K,; + KiST = -Q, -—sk" — ks (4. 52) 
相同 的 过 程 可 以 应 用 于 式 (4.52), BENS, 为 -1 阶 。 注 意 ， 条 件 是 这 个 过 程 
的 第 天 个 步骤 (k=1, 2 页 站 n), i=l, sets No 可 以 获得 长 度 为 (n $ 1=k) 


NE — I, UR n-k SAME, WAS. FU REZ, HR 
Bist (4.45) 解 出 了 KK， 则 可 以 使 用 下 式 计算 Kl, ): 


K(t,) =U KU" (4. 53) 
通过 基于 符号 函数 的 技术 可 以 解决 诸如 大 规模 数字 电路 中 的 大 密度 Lyapunov 
方程 88] ， 其 在 并 行 计 算 机 上 表现 良好 。 人 们 已 经 提出 了 与 矩阵 多 项 式 相关 的 Kry- 
lov 子 空间 方法 95%] 。 相 对 较 大 的 稀疏 Lyapunov 方程 可 以 通过 (标准 ) 和 迭代 方法 来 
解决 ， 比 如 文献 [365 ] 。 在 这 种 分 析 中 ， 应 用 与 有 理 和 矩阵 函数 相关 的 迭代 方法 [3%] 
的 低 阶 版 本 。Lyapunov 方程 式 (4. 45) 的 假定 迭代 561 由 天 (0) = 0 给 出 ,并 且 
(P.+Y1,)K;_1n = -Q, -K,_,(Pr -Yil,) 
(P; +yil,)K! = -Q, -Ki_i(P! -yl,) 
对 于 ;=1，2，…， 这 种 方法 生成 一 个 矩阵 序列 ， 它 往往 会 很 快 地 向 解决 方向 
WK, 前提 条 件 是 迭代 移 位 参数 y; 是 最 优 或 者 次 优选 择 。 为 了 更 有 效 地 实施 该 方 
法 ， 在 这 个 分 析 中 ， 和 迭代 是 由 他 们 的 Cholesky 因数 代替 ， 即 K; = LiLi ， 并 根据 因 
WL; 重新 设计 。 低 阶 Cholesky 因数 L; 并 不 是 唯一 确定 的 ， 存 在 不 同 的 生成 方 
RDS, ERE, inn 的 迭代 步骤 数 不 需要 先 验 地 修正 。 然 而 ， 如 果 Lyapunov 方程 
需要 尽 可 能 精确 地 求解 ， 则 对 于 稍 高 于 机 器 精度 的 停止 标准 低 值 ， 通 常会 获得 正确 
的 结果 。 


4.5.3 应 用 示例 
在 各 种 应 用 中 ， 在 几 种 表现 出 不 同 特征 的 电路 上 评估 了 这 些 方法 的 有 效 性 。 作 


(4. 54) 
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为 代表 性 示例 ， 统 计 模拟 应 用 于 4. 3 节 中 所 述 的 Gu - C - OTA 双 二 阶 滤波 器 的 表 
征 。 滤 波 器 的 计算 频率 和 瞬 态 响应 如 图 4. 35 所 示 。 与 蒙特 卡 洛 分 析 相 比 (1500 次 
迭代 是 准确 地 表示 性 能 函数 所 必需 的 ) ， 平 均值 和 方差 的 差异 分 别 小 于 1% 和 39% , 
同时 在 中 央 处 理 器 时 间 上 获得 明显 增益 (12.2s 与 845. 3s) 。 对 于 噪声 模拟 ， 仅 包 
括 发 射 和 热 噪声 源 ， 因 为 闪烁 噪声 源 会 由 于 闪烁 噪声 源 同 步 器 网 络 引 入 的 大 的 时 间 
常数 而 增加 了 模拟 时 间 。 假 设 时 间 序 列 r 由 平滑 变化 的 函数 加 上 加 性 高 斯 白 噪声 x 
( 见 图 4.36a) 组 成 ， 并 且 在 任何 点 z 都 可 以 用 低 阶 多 项 式 〈 局 部 泰勒 级 数 逼 近 ) 
来 表示 。 品 声 估计 对 于 函数 或 其 衍生 物 中 的 几 个 任意 尖峰 或 不 连续 性 是 稳健 的 
( 见 图 4.36b)。 这 是 通过 修剪 分 布 的 尾部 ， 然 后 使 用 百 分 位 数 来 反 转 所 需 的 方差 实 
现 的 。 然 而 ， 这 个 过 程 增加 了 模拟 时 间 并 在 结果 中 引入 了 偏差 ,而 且 该 偏差 是 串联 
长 度 的 函数 ， 因 此 噪声 估计 的 最 后 步骤 是 从 估计 的 方差 滤 除 预测 的 偏差 。 噪 声 方差 
的 估计 结果 如 图 4.37a 所 示 。 在 图 4.37b 中 ,绘制 了 每 个 时 间 步 长 中 模型 概率 经 渡 
波 的 分 段 线性 和 平滑 估计 。 可 以 看 出 ,分 段 线 性 估计 需要 一 些 时 间 来 响应 模型 转 
换 。 如 预期 的 那样 ， 平 滑 度 降 低 了 这 个 滞后 ， 同 时 给 出 了 更 好 的 整体 性 能 。 

















图 4.35 a) Gu -C-OTA 双 二 阶 滤波 器 频率 响应 b) Gm -CRZ 
阶 滤波 器 的 瞬 态 响应 ， 显 示 最 小 值 和 最 大 值 


用 于 估计 参数 变化 的 质量 标准 是 方 均 误差 准则 ， 主 要 是 因为 它 表示 误差 信号 中 的 
能 量 ， 易 于 区 分 并 提供 分 配 权重 的 概率 〈 见 图 4. 38a) 。 明 确 执行 的 Bartels - Stewart 
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图 4.36 a) 具有 加 性 高 斯 噪声 的 时 间 b) 具有 多 个 不 连续 性 的 函数 的 噪声 估计 
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图 4.37 a) 噪声 方差 的 估计 b) 模型 的 概率 
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算法 和 Hammarling 方法 (如 在 MATLAB 软件 中 完成 的 ) 可 以 利用 包含 多 级 缓存 存 
储 器 的 调制 解 调 器 高 性 能 计算 机 硬件 的 优点 。 对 于 这 里 呈现 的 递归 算法 ， 可 以 看 
出 ,更 快 的 最 低 阶 别 的 核心 求解 器 (具有 合适 的 块 大 小 ) 产生 了 三 角 矩 阵 方程 的 
有 效 求解 器 。 对 于 具有 当前 N. 和 节点 N, 分 支 的 大 维度 的 模型 ， 通 常 矩 阵 P, 具有 
带 状 或 稀 朴 结构 ， 并 且 由 于 Schur (或 Hessenberg - Schur) 分 解 需 要 O(N?) flops 
(每 秒 浮 点 运算 次 数 ) ， 成 本 昂贵 ， 因 此 应 用 Bartels - Stewart 类 型 算法 变 得 不 切实 
际 。 与 标准 的 MATLAB 函数 lyap. m 相 比 ， 中 央 处 理 器 时 间 表 明 直 接 计算 Cholesky 
因数 的 速度 大 约 为 N flops， 当 原始 矩阵 方程 为 实数 时 ， 使 用 实数 算法 比 使 用 复数 
运算 更 快 。 因 此 ,在 这 种 分 析 中 ， 当 N。 AN, 较 大 时 ， 采 用 和 迭代 投影 方法 ， 包 括 
所 提出 的 Bartels - Stewart 类 型 算法 适用 于 缩小 的 中 小 矩阵 方程 。 

对 于 其 LL" ~K, Lyapunov 方程 的 近似 解 由 低 阶 Cholesky 因数 工 给 出 。 工 的 列 
通常 比 行 少 。 一 般 来 说 , 工 可 以 是 一 个 复数 矩阵 , 但 是 LL" 是 实数 矩阵 。 更 准确 
地 说 ， 由 迭代 传递 的 复数 低 阶 Cholesky 因数 被 转换 成 相同 大 小 的 实数 低 阶 Cholesky 
因数 ， 使 得 低 阶 Cholesky 因数 产物 是 相同 的 。 但 是 ， 这 样 做 需要 额外 的 计算 。 和 迭代 
会 在 文献 [367] 中 定义 的 迭代 步 长 〈 见 图 4.38b) 后 停止 。 与 1500 KRR RA 
代 相 比 ， 平 均值 和 方差 分 别 小 于 1% 和 4%, 减少 了 相当 多 的 中 央 处 理 器 时 间 
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(1241. 7s 49 18. 6s) 。 
4.6 小 结 


与 复杂 混合 信号 电子 系统 的 测试 和 调试 相关 的 越 来 越 多 的 成 本 促进 了 各 种 研究 
工作 ， 以 探索 有 效 的 测试 方法 。 结 构 化 并 基于 故障 模型 的 测试 已 经 被 认为 是 昂贵 的 
规格 测试 的 有 希望 的 蔡 代 或 补充 。 所 提出 的 廉价 结构 方法 旨 在 促进 晶片 级 测试 中 的 
测试 模式 生成 ， 从 而 提供 测试 过 程 的 有 效 性 和 完整 性 的 定量 估计 。 在 基于 故障 的 结 
构 测 试 中 ,故障 模型 不 仅 可 以 更 清楚 地 描述 故障 影响 ,而 且 可 以 提供 测试 激励 的 线 
索 ， 也 可 以 修改 输入 激励 并 估计 故障 覆盖 范围 。 对 于 具有 多 个 测试 模式 发 生 器 和 基 
于 通过 /失败 决策 的 故障 模拟 器 的 数字 电路 而 言 ， 这 种 方法 已 经 很 好 地 建立 ， 比 如 
单一 故障 模型 的 情况 。 然 而 ， 最 近 的 研究 表明 ， 可 以 通过 廉价 的 准 静态 测试 或 电源 
电流 监测 来 检测 改变 晶体 管 级 模拟 电路 的 工作 点 的 故障 。 考 虑 到 这 一 点 ， 故 障 模型 
利用 电路 准 静 态 节 点 电压 的 灵敏 度 来 处 理 变化 ， 从 而 处 理 电流 偏差 ， 以 区 分 故障 。 
利用 Karhunen - Loève 扩展 方法 ， 将 晶体 管 的 参数 模拟 为 空间 域 上 的 随机 过 程 ， 从 
而 使 芯片 上 任意 两 个 器 件 的 参数 成 为 两 个 不 同 的 相关 随机 变量 。 

在 基于 故障 的 模拟 测试 方法 中 ， 将 来 自制 造 工艺 中 的 被 测 设备 的 响应 与 预 编译 
的 故障 响应 进行 比较 。 已 经 认识 到 ， 模 拟 电路 中 的 故障 可 能 呈现 连续 的 值 ， 并 且 对 
于 线性 模拟 电路 已 经 提出 了 频带 故障 方法 ， 其 中 每 个 故障 的 签名 采用 频带 的 形式 ， 
并 且 在 对 频带 比较 的 基础 上 对 通过 /失败 进行 决策 。 由 于 模拟 故障 仿真 中 的 故障 列 
表 通 常 很 大 ， 因 此 快速 有 效 地 生成 公差 窗口 非常 重要 。 因 此 ， 通 过 对 性 能 函数 属性 
进行 数学 评估 ， 根 据 由 设备 不 匹配 产生 的 物理 容 差 极限 ， 计 算 册 电路 响应 的 界限 ， 
从 而 节省 了 中 央 处 理 器 时 间 。 计 算 所 有 激励 的 贝 叶 斯 风险 和 故障 列表 中 的 每 个 故 
障 ， 贝 叶 斯 风险 最 小 的 激励 被 认为 是 所 考虑 的 故障 的 测试 矢量 。 在 贝 叶 斯 测试 的 特 
殊 情 况 下 ， 如 果 先 验 概率 未 知 ， 或 贝 叶 斯 风险 难以 客观 评价 或 设 定 ，Neymon - Per- 
son 统计 检测 器 提供 了 一 个 可 行 的 解决 方案 。 考 虑 到 过 程 扩展 对 故障 电路 响应 的 潜 
在 故障 屏蔽 效应 ， 产 生 了 这 种 测试 ， 并 且 对 测试 进行 了 评估 。 测 试 发 生 器 技术 还 多 
许 测 试 程序 仅 测试 由 制造 工艺 引起 的 最 可 能 的 故障 组 。 

为 了 克服 基于 结构 电流 测试 的 系统 测试 限制 ， 通 过 功率 扫描 DIT 技术， 将 受 测 
试 器 件 分 为 仅 限 于 附加 硬件 的 较 小 块 。 现 代 片 上 系统 (SoC) 核心 的 种 类 和 数量 及 
其 性 质 类 型 ， 比 如 模拟 ， 符 合 单个 块 的 测试 阶段 。 模 拟 领 域 的 问题 在 于 ， 由 于 很 可 
能 会 发 生 快速 的 信号 衰减 ， 所 以 在 芯片 上 和 跨越 其 边界 的 外 部 长 距离 扫描 信号 要 困 
难得 多 。 旨 在 通过 提供 观察 各 个 核心 〈 或 部 分 ) 的 电流 (或 电压 ) 签名 的 手 
段 来 促进 结构 性 ， 而 不 是 观察 整个 模拟 SoC 的 电流 (或 电压 ) 签名 。 此 外 ， 如 在 
BE A -DD 转换 器 的 情况 下 ， 这 样 的 DfT 减少 了 转换 范围 之 间 的 重 释 的 影响 ， 以 获 
得 高 线性 ， 其 可 以 掩盖 故障 或 给 出 错误 的 误差 解释 。 测 试 模式 发 生 器 的 结果 表明 ， 
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12 位 两 步 / 多 步 A — D 转换 器 的 各 种 模块 中 的 大 多 数 准 静态 故障 取决 于 分 区 程度 ， 
与 传统 的 基于 功能 直方 图 的 静态 或 基于 FFT 的 动态 A -D 转换 器 测试 相 比 ， 可 以 通 
过 电源 电流 结构 测试 来 检测 ， 测 试 时 间 至 少 缩短 至 1X20。 只 有 准 静 态 方 法 的 局 限 
性 是 由 于 响应 的 动态 性 质 导 致 的 ， 比 如 比较 器 决策 阶段 和 存储 锁 存 器 的 非 活动 部 分 
中 的 故障 。 此 外 ， 获 得 的 故障 覆盖 表明 ， 如 果 没 有 额外 的 特定 于 应 用 的 调整 ， 基 于 
电阻 的 D -A 转换 器 不 适用 于 当前 基于 签名 的 测试 。 

除了 DET 之 外 ，BIST 方法 同样 是 有 助 于 降低 测试 开发 和 调试 成 本 的 有 效 途 径 。 
模拟 电路 通常 使 用 功能 方法 进行 测试 ， 通 常 需要 处 理 大 量 数据 以 及 高 精度 和 高 速 
ATE。 此 外 ， 这 些 模 拟 核心 通常 对 噪声 和 负载 效应 非常 敏感 ， 这 限制 了 外 部 监测 并 
使 其 测试 成 为 困难 的 任务 。BIST 方案 包括 将 所 需 测试 资源 (测试 激励 生成 、 响 应 
评估 、 测 试 控制 电路 等 ) 的 一 部 分 从 ATE 移动 到 芯片 。 从 这 个 角度 来 看 ， 周 期 信 
号 的 片上 评估 和 产生 无 疑 是 有 益 的 ， 因 为 大 多 数 模拟 系统 可 以 使 用 这 种 激励 进行 表 
征 和 测试 〈 频 域 规格 、 线 性 等 ) 。 本 书 继电器 上 的 正弦 波 信号 产生 方法 是 可 编程 积 
分 器 ， 它 允许 离散 时 间 〈 高 分 辩 率 但 低速 ) 或 连续 时 间 〈 高 速 但 低 分 辩 率 ) 周期 
性 模拟 信号 产生 。 该 方法 具有 数字 编程 和 控制 能 力 、 鲁 棒 性 和 减少 面积 开销 的 特 
性 ,使 其 适用 于 BIST 应 用 。 为 了 确定 编码 转换 电 平 以 估计 A -DD 转换 器 的 线性 ， 
与 其 他 统计 算法 相 比 ， 直 方 图 减少 了 采样 数量 和 测试 持续 时 间 。 然 而， 为 了 在 A - 
D 转换 器 范围 内 实现 仿真 激励 条 件 ， 输 入 信号 的 线性 至 少 要 比 测试 器 件 高 3 位 以 
上 。 对 于 高 分 辩 率 A -DD 转换 器 的 测试 ， 这 是 非常 难以 实现 的 。 持 续 的 研究 工作 在 
探索 放宽 这 种 源 线性 要 求 的 方法 。 为 此 ,介绍 了 几 种 方法 的 调查 和 分 析 。 男 外 ， 给 
出 了 环 回 方法 的 一 些 介绍 ， 该 方法 的 配置 可 以 实现 全 数字 测试 。 

统计 模拟 是 评估 成 功 的 高 性 能 IC 设计 的 重要 步骤 之 一 ， 因 为 工艺 变化 和 电路 
噪声 在 当今 的 深 亚 微米 技术 中 严重 影响 器 件 性 能 。 在 本 书 中 ， 将 集成 电路 描述 为 一 
组 随机 微分 方程 。 对 于 广义 静态 随机 过 程 ， 比 如 过 程 变 量 和 /或 白 噪声 ， 引 入 高 斯 
闭合 近似 以 获得 闭合 形式 的 矩阵 方程 。 作 为 代表 性 的 例子 ， 以 连续 时 间 二 值 滤波 器 
为 例 ， 对 多 个 电路 进行 了 评估 。 结 果 表明 ， 建 议 的 数值 方法 为 各 种 尺度 集成 电路 的 
过 程 变化 和 噪声 分 析 提 供 了 准确 、 有 效 的 随机 微分 解决 方案 。 
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5.1 传感器 网 络 概念 


CMOS 技术 正 稳步 前 进 到 更 精细 的 几何 结构 ， 并 提供 更 高 的 数字 容量 、 更 低 的 
动态 功 耗 和 更 小 的 面积 ， 从 而 将 整个 系统 或 大 部 分 系统 集成 在 同一 个 芯片 上 。 然 而 
由 于 技术 规模 ，IC 越 来 越 容易 受到 工艺 参数 变化 和 噪声 的 影响 ， 如 电源 噪声 、 串 
扰 降 低 了 电源 电压 和 阔 值 电压 操作 。 同 样 ， 制 造 阶段 存在 缺陷 ,工厂 的 产量 在 
50% ~95% ， 取 决 于 工艺 技术 和 芯片 面积 的 成 熟 度 ， 并 使 用 了 用 于 65nm 以 下 
CMOS 技术 的 193nm 光 刻 ， 其 中 分 辩 率 增强 技术 不 再 适用 于 精确 的 器 件 定义 ， 明 显 
影响 了 电路 性 能 。 随 着 系统 复杂 性 的 增加 和 对 内 部 节点 的 访问 减少 ， 准 确 测 试 这 些 
设备 的 任务 正在 成 为 一 个 主要 瓶颈 。 完 全 指定 混合 信号 电路 性 能 所 需 的 大 量 参数 以 
及 这 些 电路 中 的 模拟 和 数字 信号， 使 得 测试 成 本 高 昂 且 耗 时 。 特 别 是 对 于 纳米 
CMOS IC， 大 量具 有 增加 的 金属 密度 的 金属 层 阻止 了 用 于 调试 的 信号 物理 探测 。 由 
于 参数 变化 取决 于 不 可 预见 的 操作 条 件 ， 尽 管 它们 通过 了 标准 测试 程序 ， 芯 片 也 可 
能 会 出 故障 。 

模拟 电路 的 传统 测试 方法 依赖 于 规格 测试 ， 其 中 检查 一 些 或 所 有 响应 参数 是 否 
符合 设计 规范 。 然 而 规格 测试 是 耗 时 的 ， 因 此 也 是 昂贵 的 。 尽 管 已 经 采取 了 几 项 尝 
WOS -37] 来 减轻 A - D 转换 器 测试 和 调试 日 益 增 加 的 测试 困难 ， 但 是 这 些 方法 都 
没有 提供 早期 识别 工艺 参数 变化 的 可 能 性 。 在 文献 [368] 中 ,利用 了 DSP 数据 分 
析 技 术 ， 然 而 该 技术 需要 A -D 转换 器 和 D -A 转换 器 的 强大 计算 能 力 和 片上 可 用 
性 。 在 文献 [371] 中 ， 处 理 核心 电路 被 并 人 到 基于 VXI 总线 的 系统 中 ， 该 系统 执 
行 静态 和 动态 测试 。 文 献 【372] 开发 了 一 种 具有 外 部 仪器 的 类 似 系统 。 必 须 收 集 
大 量 采样 数据 以 支持 这 两 种 方法 。 文献 [373] 中 的 方法 依赖 于 模拟 电路 和 参考 电 
压 进 行 测量 ， 并 允许 测试 只 基于 D - A 转换 器 的 A - D 转换 器 。 在 文献 [374] 的 
振荡 测试 方法 中 ， 不 评估 控制 逻辑 延迟 和 不 完美 的 模拟 BIST 电路 对 测试 精度 的 影 
响 。 在 文献 [375] 中 ， 通 过 在 外 部 监测 LSB 来 测试 A - D 转换 器 的 线性 。 在 文献 
[376] 中 ,提出 了 一 种 用 于 D- A 转换 器 和 A - D 转换 器 BIST 的 有 效 多 项 式 拟 合 
算法 。 在 文献 [377] 中 研究 了 基于 直方 图 的 BIST 方法 在 正弦 波 输入 测试 信和 号 的 
情况 下 的 可 行 性 。 将 顺序 分 解 应 用 于 测试 程序 ， 尽 管 减 少 额 外 的 电路 意味 着 需要 大 
量 的 输入 测试 模式 来 完成 测试 。 

本 章 介绍 了 多 步 A - D 转换 器 中 每 个 模拟 组 件 的 功能 故障 会 影响 传输 功 
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能 978] ， 并 且 分 析 了 此 属性 5679] 。 为 了 加 强 对 温度 、 阔 值 电压 等 重要 设计 和 技术 参 
数 的 观察 ， 提 供 有 价值 的 信息 用 于 指导 测试 ， 并 允许 对 所 选 性 能 数据 进行 估计 ， 专 
用 传感器 被 柑 和 人 到 功能 核心 中 .31 。 此 外 ， 通 过 监控 片上 工艺 偏差 ， 该 方法 旨 
在 促进 对 工艺 参数 变化 的 快速 识别 ， 并 提供 可 靠 和 互补 的 方法 来 快速 丢弃 晶 元 和 最 
终 测试 中 的 故障 电路 ， 而 无 需 测试 整个 器 件 。 这 种 测试 方法 降低 了 与 生产 测试 相关 
的 成 本 ， 因 为 故障 电路 的 早期 检测 可 避免 运行 传统 测试 的 重要 部 分 。 在 晶 元 级 检测 
故障 设备 具有 其 他 的 优点 ， 可 以 避免 封装 成 本 (通常 占 总 系统 成 本 的 25% ) 。 经 济 
考虑 只 是 提供 晶片 级 工艺 变化 可 观测 性 的 优点 之 一 。 其 他 优点 包括 增加 故障 覆盖 率 
和 改进 的 工艺 控制 、 诊 断 能 力 、 降 低 IC 性 能 表征 时 间 周 期 、 简 化 测试 程序 开发 和 
更 简单 的 系统 级 诊断 。 


5.1.1 观察 策略 


从 电路 设计 的 角度 来 看 ， 参 数 化 工艺 的 变化 可 以 分 为 晶片 间 和 晶片 内 的 变化 。 
诸如 温度 、 器 件 性 能 、 品 元 抛光 、 唱 元 放置 等 晶片 间 变 化 对 于 给 定 电路 中 的 所 有 晶 
体 管 均等 地 产生 影响 。 为 了 电路 设计 的 目的 ， 通 常 假设 每 个 元 器 件 或 晶片 间 变化 中 
的 影响 来 自 不 同 的 物理 和 独立 来 源 ， 因 此 变化 分 量 可 以 由 电路 的 参数 平均 值 的 偏差 
来 表示 。 唱 片 内 的 变化 是 在 唱片 内 发 生 的 偏差 ， 这 些 变化 可 能 来 自制 造 步骤 ( 光 
学 邻近 效应 、 掺 杂 剂 波动 、 线 边缘 粗糙 度 等 )， 并 且 这 些 非 理 想 性 的 影响 可 能 限制 
能 被 处 理 的 最 小 信号 和 电路 性 能 的 准确 性 。 对 于 线性 系统 ， 器 件 的 非 线性 产生 了 信 
号 的 失真 分 量 ， 这 些 失 真 分 量 限制 了 可 以 正确 处 理 的 最 大 信和 号。 虽然 某 些 电路 技 
术 ， 比 如 使 用 偏 置 电流 的 小 调制 指数 ， 来 减少 失真 影响 非 理 想 性 ， 大 的 器 件 尺 寸 会 
降低 不 匹配 度 ， 并 利用 低 阻 抗 电 平 来 限制 热 噪 声 信号 ， 但 是 对 系统 的 功 耗 和 运行 速 
度 产 生 了 重要 影响 。 

一 般 来 说 ， 混 合 信号 设计 的 边 距 在 很 大 程度 上 取决 于 工艺 参数 及 其 在 晶片 间 和 
唱片 内 的 分 布 ， 这 对 于 不 匹配 特别 有 关系 。 这 些 波 动 的 测量 对 于 稳定 地 控制 晶体 管 
性 能 和 统计 监测 是 至 关 重 要 的 ， 并 且 这 些 影 响 的 评估 使 得 能 够 有 效 地 开发 测试 模式 
和 测试 调试 方法 ， 并 且 确 保良 好 的 产量 。IC 制造 设施 试图 通过 应 用 各 种 方法 来 分 析 
和 控制 其 流程 ， 以 实现 持续 的 质量 保证 。 一 些 质量 控制 工具 包括 直方 图 、 检 查 表 、 
帕 累 托 图 、 因 果 图 、 缺 陷 密 度 图 、 散 点 图 、 控 制图 、 时 间 序 列 模型 和 诸如 工艺 能 力 
指数 和 时 间 序 列 的 统计 质量 控制 工具 。 要 求 从 每 个 晶 元 上 的 所 有 测试 晶片 测量 的 过 
程控 制 监视 (PCM) 数据 〈 比 如 MOS 晶体 管 阔 值 电压 、 栅 极 宽度 、 电 容 OA, 
触 链 电 阻 、 薄 膜 电 阻 性 能 等 ) 能 够 利用 这 些 质量 控制 工具 。 决 策 产品 或 工艺 是 否 
可 以 接受 绝 不 是 一 件 容 易 的 事情 ， 比 如 如 果 工 艺 / 产 品 是 可 控 的 和 可 接受 的 ， 或 可 
控 的 但 不 可 接受 ,或 失控 的 但 可 以 接受 。 

当 不 确定 时 ， 做 出 决定 可 能 需要 对 工艺 和 /或 产品 进行 额外 的 测试 。 通 常设 计 
用 于 唱 元 的 掩 模 ， 使 得 通过 IC 制造 工艺 完全 加 工 后 的 晶 元 将 包含 若干 测试 晶片 。 
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测试 晶片 消耗 的 面积 通常 相当 大 ， 即 有 时 可 以 与 生产 几 个 普通 的 唱片 相当 。 从 测试 
晶片 测量 电气 特性 给 出 了 对 批 次 处 理 的 质量 估计 ， 以 及 满足 先 验 规范 的 设备 要 求 ， 
比如 温度 范围 、 速 度 。 最 后 ， 在 晶 元 探测 阶段 对 IC 器 件 进行 块 级 的 功能 测试 ， 并 
将 每 个 晶 元 的 产量 附加 到 数据 上 。 测 试 仪 创建 合适 的 测试 模式 并 在 线 连接 信号 发 生 
器 。 它 将 测量 信号 数字 化 ， 最 后 根据 测试 限制 确定 器 件 是 否 可 以 执行 。 然 后 ， 切 割 
晶 元 ， 将 有 效 品 片 组 装 。 最 后 重新 测试 ， 通 常 在 升 高 的 温度 下 进行 ， 以 确保 它们 在 
规格 范围 内 。 

在 半导体 制造 设备 中 生产 的 芯片 晶 元 通常 经 过 电气 和 光学 测量 ， 以 确定 电气 参 
数 在 允许 的 极限 内 适合 的 程度 。 产 量 由 切割 前 进行 的 晶 元 探测 (电气 测试 ) 的 结 
果 决 定 。 产 量 信息 的 最 简单 形式 是 器 件 的 通过 /失败 统计 ， 其 中 产量 通常 表示 为 品 
元 上 良好 晶片 的 百分比 。 原 则 上 ， 产 量 损失 可 以 由 几 个 因素 导致 ， 比 如 晶 元 缺陷 和 
污染 、IC 制造 工艺 中 的 缺陷 和 污染 、 工 艺 变化 、 封 装 问题 以 及 设计 误差 。 不 同 阶 
段 的 不 间断 测试 对 于 降低 成 本 和 提高 质量 至 关 重 要 。 图 5. 1 描绘 了 晶片 唱 元 探测 的 
观察 策略 框图 。 内 置 工艺 变化 感 测 电路 被 放置 在 DUT 的 每 个 角落 或 散人 到 DUT 自 
身 中 ， 因 为 它 可 以 最 大 限度 地 提高 由 工艺 梯度 引起 的 工艺 变化 的 感 测 能 力 。 根 据 
DUT 的 太 寸 ， 附 加 的 传感器 可 放置 在 测试 器 件 内 和 周围 ,来 提供 额外 的 统计 质量 。 
图 5. 2 描述 了 应 用 于 两 步 /多 步 A - D 转换 器 的 测试 策略 框图 。 


外 部 测试 仪 


控制 信号 和 / 
或 测试 输入 














图 5.2 两 步 / 多 步 A -D 转换 器 的 测试 策略 框图 
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5.1.2 集成 传感器 


完整 的 测试 方案 包括 唱片 级 工艺 监视 器 电路 、 检 测 器 、 参 考 梯形 和 开关 矩阵 ， 
以 选择 决策 窗口 的 参考 电 平 、 与 外 界 的 接口 以 及 测试 期 间 顺序 事件 的 控制 块 ， 扫 描 
链 传 输 通过 /失败 决策 和 外 部 测试 器 如 图 5.3 所 示 。 模拟 决策 通过 数据 决策 电路 转 
换 成 通过 /失败 (数字) 信号 。 接口 电路 允许 测试 的 外 部 可 控 性 ， 并 且 还 将 检测 器 
的 决定 提供 给 扫描 链 。 测试 控制 块 (TCB) 通过 测试 多 路 复 用 器 (TMX) 选择 各 个 
晶片 级 工艺 监视 器 电路 测量 。 选择、 参考 和 校准 信号 通过 该 接口 电路 提供 给 检测 
器 。 数字 控制 逻辑 可 插入 到 芯片 中 或 在 外 部 完成 。 











图 5.3 测试 方案 框图 3”] 


可 以 在 被 测 器 件 从 选 定 的 结构 中 提取 晶片 级 过 程 监控 (DLPM) 电路 。 这 个 选 
择 虽 然 很 容易 泛 化 ， 但 依赖 于 本 身 对 测试 器 件 的 认识 和 分 析 ， 产 生 的 DLPM 电路 和 
参考 电压 与 被 研究 的 被 测 器 件 规格 和 性 能 数据 有 关 。 或 者 ，DLPM 电路 也 可 以 被 设 
计 为 晶体 管 对 的 阵列 ， 每 个 有 不 同 的 尺寸 ， 其 中 通过 内 部 解码 /选择 电路 选择 一 对 
n AEA p 沟 道 晶体 管 。 每 个 晶体 管 对 的 加 载 可 以 从 被 测 器 件 提取 或 独立 设置 。 数 
据 检测 器 将 DLPM 的 输出 与 参考 窗口 进行 比较 ,该 参考 窗口 的 电压 值 (对 应 于 所 
需 的 LSB 值 ) 从 参考 梯形 中 选择 或 从 外 部 设置 。 定 义 决策 窗口 的 参考 电压 与 被 研 
究 的 被 测 器 件 中 的 规格 和 性 能 数据 有 关 。 通过 扫描 参考 电压 直到 决策 发 生变 化 ， 就 
可 以 检测 出 被 测试 的 DLPM 电路 的 公差 ， 而 这 又 是 被 测 器 件 中 的 实际 电路 元 器 件 的 
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镜像 。 该 信息 可 用 于 评估 整个 被 测 器 件 是 否 可 能 有 故障 ， 或 者 调整 ATE 中 的 测试 
极限 以 测试 被 测 器 件 。 

DLPM 电路 测试 基于 窗口 的 通过 /失败 条 件 ， 而 不 是 单个 冰 值 。 与 单 阔 值 决策 
相反 ， 针 对 决策 窗口 的 测试 需要 微分 测量 。 由 于 测量 的 不 同性 质 ， 每 次 测试 需要 两 
个 具有 互 换 检测 器 参考 的 运行 ， 以 确保 正确 的 通过 /失败 决策 。 这 种 双重 测量 协议 
允许 定义 通过 /失败 窗口 ， 而 不 是 单个 通过 /失败 级 别 。 由 于 每 次 运行 的 结果 是 一 位 
数字 信和 号， 所 以 测试 结果 可 以 在 向 检测 器 添加 一 些 简单 逻辑 的 芯片 计算 ， 或 者 使 用 
测试 仪 本 身 的 资源 来 进行 片 外 处 理 。 需 要 闪 值 为 ma 2 和 mu ,的 互 换 数据 决策 电路 
参考 的 两 个 运行 mu 和 mo。 如果 测试 成 功 ， 则 测量 点 要 加 上 由 噪声 引起 的 不 确定 
性 ， 也 就 是 mu +S, ERATE (mia, miz) 给 出 的 范围 内 ， 其 中 5 是 由 噪声 
引起 的 不 确定 性 。 因 此 ， 以 下 不 等 式 成 立 : 

My a SMy 2 +SSMy ,2r (5.1) 
My 2) — max(S)<my 2 <my >, —min(S) 

假设 噪声 s 落 在 ( -A, A) 的 范围 内 ， 在 存在 测量 噪声 的 情况 下 ，mu :满足 以 

下 不 等 式 检 测 阔 值 : 
my 21 ~ASmy 7 Smy >, +A (5.2) 

定义 决策 窗口 的 参考 电压 与 被 测 器 件 的 规格 和 性 能 数据 有 关 。 通 过 扫描 参考 电 
压 直到 决策 发 生变 化 ， 可 以 提取 有 关 工 艺 变化 的 信息 。 对 抗 工 艺 变 化 时 ， 检 测 器 分 辨 
率 和 和 鲁 棒 性 方面 的 性 能 是 预期 应 用 的 主要 关注 点 。 通 过 自动 归 零 方案 提供 了 对 抗 工艺 
变化 的 鲁 棒 性 。 如 果 需 要 更 好 的 分 辨 率 ， 则 通过 增加 输入 电容 的 值 和 /或 前 置 放大 器 
增益 ， 可 以 在 面积 开销 方面 提高 自动 归 零 的 效率 。 然 而 ， 自 动 归 零 方 案 不 能 保证 比较 
器 的 功能 。 比 如 ， 影 响 输出 存储 器 元 件 的 卡 住 故障 将 不 会 被 修复 ， 并 且 会 导致 检测 器 
故障 。 为 此 ， 必 须 将 测试 检测 器 功能 的 先前 测试 阶段 添加 到 测试 协议 中 。 图 5. 4 显 


检测 器 测试 . DLPM 测 试 ， . 





5.4 时 钟 方案 
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示 了 所 需 控制 信号 的 时 序 图 〈 外 部 和 片上 生成 的 ) 。 当 启动 信号 为 高 电 平时 ， 系 统 
进入 测试 模式 。 在 测试 模式 下 ， 可 以 根据 信号 由 的 状态 来 区 分 两 个 主要 相位 : 如 果 
由 为 高 电 平 ， 则 检测 器 的 输入 端 短路 到 模拟 地 ， 以 对 检测 器 本 身 进 行 测试 ， 而 如 果 
由 为 低 电 平 ，DLPM 电路 连接 到 检测 器 并 进行 测试 。 每 一 个 阶段 都 采用 4 个 主 时 钟 
周期 : 两 个 参考 信号 设置 为 比较 窗口 的 上 限 ; 男 外 两 个 参考 值 设置 为 下 限 。 在 检测 
器 自动 测试 期 间 ， 由 于 输入 设置 为 零 ， 参 考 值 的 更 改 将 导致 输出 改变 状态 。 

在 DLPM 电路 测试 期 间 ，DLPM 的 输出 顺序 与 参考 值 进行 比较 ， 以 确定 测量 是 否 
在 预期 窗口 内 。 在 这 两 种 情况 下 ， 由 标记 为 读 的 信号 触发 的 简单 移 位 寄存 器 会 获取 检 


测 器 输出 。 读 信号 的 上 升 沿 位 于 检 
测 器 的 保持 状态 。 测 试 输出 将 是 4 
位 信和 号 ， 标记 为 44,4743, 它 编 码 
4 种 不 同 的 状态 。 测 试 的 总 体 结 
RH T= (ay Ba, ) &( a, Da ) 给 
出 。 该 测试 结果 可 以 在 DSP 单 
元 中 片上 计算 ， 如 图 5. 3 Bra, 
也 可 以 在 片 外 计算 。 一 且 结 果 可 


用 (测试 结果 本 身 或 没有 处 理 。 
的 4 位 数 aoaraza3s ) ， 它 可 以 被 -200. 


馈送 到 扫描 链 方案 以 供 其 后 续 
提取 。 

请 注意 ， 与 扫描 链 相 关 的 控 
制 信号 在 时 序 图 中 未 显示 。 此 外 ， 
重要 的 是 要 注意 ， 系 统 具 有 额外 
的 测试 模式 ， 以 检测 测试 方案 中 
使 用 的 所 有 触发 器 《简单 起 见 ， 
未 在 图 中 表示 ) 。 当 该 测试 模式 被 
激活 时 ， 触 发 器 与 电路 的 其 余部 
分 隅 离 ， 并 作为 移 位 寄存 器 连接 
在 一 起 。 此 外 还 可 提供 额外 的 测 


[ey 


1.4 


ia 
-200.0m aa 





50.0n 75.0n 100.0n 125.0n 150.0n 175.0n 200.0n 
时 间 /s 一 一 > 


a) 


| 电压 /V 


1.4 








试 输入 /输出 。 已 经 进行 了 不 同 的 。,。 


模拟 来 验证 功能 性 ， 如 图 5.5 所 
示 o 通过 ”DLPM 电路 测试 事件 
表示 比较 窗口 内 的 测量 ， 而 “ 失 
败 ”DLPM 测试 事件 因 稍 窄 的 比 
较 窗 口 而 导致 。 在 评估 结束 时 ， 
测试 输出 是 一 个 去 /不 去 数字 信号 ， 


00 25.0n 50.0n 75.0n 100.0n 125.0n 150.0n 175.0n 200.0n 


时 间 /s 一 一 > 


b) 
图 5.5 a) 作为 触发 器 输出 的 函数 的 测试 结果 
b) 比较 器 切换 


结合 了 检测 器 测试 和 DLPM 电路 测试 的 结果 。 
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请 注意 ， 时 钟 发 生 电路 的 实现 需要 一 个 控制 信号 ， 将 D 触发 器 中 的 初始 条 件 设置 
为 已 知 值 。 该 信号 可 以 在 外 部 或 内 部 产生 ， 比 如 可 以 由 启动 信号 的 上 升 沿 触发 。 所 
有 使 用 的 触发 器 都 是 可 扫描 的 ， 并 且 有 一 个 触发 器 测试 启动 信号 用 于 此 目的 。 对 于 
比较 窗口 的 正确 定义 ， 必 须 考 虑 在 实际 设计 中 实现 的 数字 校正 和 偏 移 消除 。 有 关 如 
何 定义 比较 窗口 的 详细 说 明 ， 请 参见 5. 1.3 节 。 


5.1.3 决策 窗口 和 应 用 限制 


在 多 步 A -D 转换 器 中 ， 通 过 广泛 使 用 校正 和 校准 机 制 可 获得 高 线性 。 为 这 种 
A -DD 转换 器 提供 结构 性 DAT 和 BIST 能 力 是 困难 的 ， 因 为 必须 考虑 校正 机 制 的 影 
响 。 必 须 考虑 两 个 阶段 转换 范围 之 间 的 重 倒 ， 否 则 可 能 屏蔽 故障 或 给 出 不 正确 的 故 
RRR BEZH A-D 转换 器 利用 相当 数量 的 数字 逻辑 ， 但 其 大 多 数 信号 处 理 功 
能 都 是 在 模拟 域 中 执行 的 。 因 此 ， 转 换 过 程 容易 受到 模拟 电路 和 器 件 损害 。 存 在 于 
多 步 A -D 转换 器 中 每 个 阶段 的 主要 误差 源 是 系统 决策 级 偏 移 误差 和 A、 级 增益 误差 
n 以 及 内 部 参考 电压 y 中 的 误差 。 偏 移 误差 包括 由 零件 不 匹配 、 自 发 热 影 响 、 比 较 
器 迟滞 或 噪声 引起 的 偏 移 。 增 益 误差 包括 放大 电路 中 的 所 有 误差 ， 比 如 运算 放大 器 
的 技术 变化 和 有 限 增益 和 偏 移 。 参 考 电 压 误差 由 电阻 梯形 变化 和 噪声 以 及 开关 和 拖 阵 
中 的 误差 引起 ， 主 要 是 由 于 传输 栅 中 的 电荷 注入 。 输 入 参考 误差 en 等 于 所 有 单个 
误差 源 的 总 和 ， 可 以 表示 为 
-1 
=1 


_ $ Ci+l Vis i] 
Cin =, + D, Gi Ci Sawer? (5539 


这 是 每 个 误差 源 产生 的 A -D 转换 器 误差 的 极限 ， 小 于 1/2 LSB, Hp k ER i 
的 数量 ，Vps 是 满 量程 输入 信号 ，G6 是 级 的 增益 。 决 策 级 偏 移 会 移动 A - D 转换 器 
决策 电 平 。 如 果 移 位 第 一 级 A - D 转换 器 决策 电 平 的 所 有 误差 总 和 没有 超出 校正 范 
围 ， 则 通过 数字 校正 可 以 消除 第 一 级 A - D 转换 器 判决 级 偏 移 的 影响 ， 使 输入 参考 
的 偏 移 作为 子 范围 偏 移 的 唯一 影响 。 残 留 放 大 器 上 的 偏 移 给 出 了 相对 于 前 级 A -D 
转换 器 和 次 级 D - A 转换 器 范围 的 下 一 级 A - D 转换 器 参考 的 直流 偏 移 。 通 过 检查 
理想 残 差 与 图 5. 6a 所 示 输 入 的 关系 ,来 研究 粗略 A -D 转换 器 偏 移 的 影响 。 请 注 
意 ， 故 障 会 导致 超出 范围 和 电 平 转换 误差 。 包 括 校正 逻辑 在 内 的 A - D 转换 器 的 其 
余部 分 处 理 这 些 数 据 ， 如 图 5. 6b 所 示 。 数 字 校 正 不 掩盖 所 有 误差 ， 因 此 电路 是 出 
故障 的 。 另 一 方面 ， 由 于 窗口 比较 器 阔 值 已 被 超过 ， 故 障 也 是 检测 到 的 故障 。 

D -A 转换 器 偏 移 可 以 由 输入 相位 偏 移 和 与 粗略 A - D 转换 器 串联 的 偏 移 量 代 
蔡 ， 如 图 5. 7 所 示 。 由 于 判决 级 偏 移 ， 每 个 A - D 转换 器 比较 器 的 输入 端的 未 补偿 
剩余 偏 移 量 由 Vonc” = Fur27CG:- 给 出 ， 其 中 Vorne” 是 未 补偿 偏 移 参考 输入 ，Vor 
是 决策 级 偏 移 ，C 是 前 一 级 的 增益 。 添 加 1/2 LSB 最 大 偏差 导致 比较 窗口 的 定 
义 为 
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O 精细 A-D 转 换 器 “ 
CA 的 超出 范围 

+» mi 
MADER E 
-的 转换 范围 ” 尊 


T 精细 A-D 转 换 器 
”的 不 足 范围 3 





图 5.7 a) D -A 转 换 器 中 具有 偏 移 误差 的 第 一 级 A -D 转换 器 框图 
b) 具有 重新 排列 的 偏 移 误差 的 等 效 图 


Ves Ni Ves 
avi G SAV Si 


AF, C 是 基于 决策 级 的 DLPM 电路 的 增益 。 
增益 要 求 很 简单 。 每 级 增益 的 误差 会 导致 多 步 A - D 转换 器 的 输入 到 输出 的 传 


AV= CITG 一 = 








GiGi-! (5.4) 
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输 特 性 的 非 线性 。 残 差 放 大 器 中 的 增益 误差 会 缩放 残 差 信号 的 总 范围 ， 并 在 添加 到 
任何 非 零 残 差 时 导致 下 一 级 的 模拟 输入 误差 ， 这 将 导致 残 差 信号 不 适合 精细 A - D 
转换 器 范围 。 如果 下 一 级 的 模拟 输入 的 误差 超过 2" 中 的 一 部 分 (其 中 7 是 在 级 间 增 
益 误差 之 后 剩余 的 分 辨 率 ) ， 则 会 导致 转换 误差 ， 而 不 会 被 数字 校正 所 消除 。 更 多 
的 是 ， 如 果 级 间 增 益 小 于 理想 值 ， 则 可 能 导致 每 个 MSB 转换 处 的 固定 数量 的 缺失 
编码 [5] ( 即 在 位 的 每 个 转换 处 的 常量 DNL 误差 或 INL 常量 跳 转 ) 。 双 残 差 信号 处 
理 ' 趾 将 残 差 放大 器 的 误差 扩展 到 整个 精细 范围 ， 从 而 提高 线性 。 其 中 D - A 转换 
器 增益 误差 A; 已 被 3 个 增益 误差 代替 : 与 级 输入 串联 、 与 粗略 A -D 转换 器 串联 
以 及 与 级 输出 串联 , 如 图 5. 8 所 示 。 如 果 由 粗略 A - D 转换 器 决定 电 平移 位 的 所 有 
误差 的 组 合 不 超过 校正 范围 ， 则 通过 数字 校正 消除 了 与 粗略 A - D 转换 器 串联 的 增 
益 误差 的 影响 。 剩余 的 两 个 增益 误差 有 助 于 跨 级 增益 误差 ， 与 残 差 放大 器 增益 误差 
相 比 ， 这 对 于 A - D 转换 器 的 线性 有 相同 的 影响 。 





图 5.8 a) 具有 D-A 转 换 器 增益 误差 的 A -D 转换 器 的 第 一 级 框图 
b) 具有 重新 排列 的 增益 误差 的 等 效 图 


精细 A - D 转换 器 范围 内 的 误差 产生 了 类 似 于 残 差 放大 器 增益 误差 的 误差 。 因 

此 ,减法 器 和 放大 器 的 增益 应 该 是 精细 A - D 转换 器 范围 。 为 了 将 产生 的 非 线 性 限 

WE +1/2LSB, MA | Co; Ves SG x (Vps/2*!) |。 残 差 放 大 器 中 的 误差 与 C Ves 

成 比例 ， 因 此 当 G x Vi 最 大 时 ,增益 误差 的 影响 最 大 。D -A 转换 器 的 参考 和 输入 

信号 以 及 D -A 转换 器 输出 的 减法 确定 了 总 A -D 转换 器 可 实现 的 精度 ， 并 有 
TA: 

Vees = GV, - DAC,y, — 5 (5.5) 

式 中 ，DAC 是 D -A 转换 器 的 理想 输出 ; C 是 增益 ; 6 是 D -A 转换 器 的 非 线性 
误差 。 

D -A 转换 器 误差 导致 残 差 转移 曲线 的 每 个 线性 段 由 不 同 的 静态 随机 值 向 上 或 
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向 下 移动 。 因此 ，D - A 转换 器 误差 在 每 个 MSB 转换 时 都 会 导致 不 恒定 的 丢失 编 
码 。 为 了 将 产生 的 D -A 转换 器 的 非 线 性 限制 为 小 于 1/2 LSB, WA 18 | min <Ves/ 
2”*!1。 因 此 ， 内 部 参考 电压 偏差 的 比较 窗口 由 下 式 给 出 : 

N 





N 
A ae = Ves N Let > Rj Te》 R; 
È R S - rer = AV < ie (5.6) 
j= 
AV = TerAR 





式 中 ,I 是 电阻 梯形 DLPM 电路 中 的 参考 电流 ;Vrs 是 转换 器 的 满 量程 ;Rj 是 电阻 
梯形 中 每 个 电阻 的 值 ; NN 是 梯形 电阻 中 的 总 电阻 。 


5.1.4 DLPM 电路 设计 
为 了 说 明 这 个 概念 ， 只 考虑 一 个 简单 的 4 位 闪存 级 ， 如 图 5.9 所 示 ， 由 一 个 参 
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图 5.9 具有 内 置 传感器 的 闪存 A -D 转换 器 
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考 梯形 和 16 个 比较 器 组 成 。 从 以 前 的 分 析 可 以 得 出 结论 ， 增 益 、 决 策 和 参考 梯形 
对 转换 器 性 能 的 转换 至 关 重 要 。 为 了 模拟 被 测 器 件 的 测试 行为 ， 基 于 级 增益 的 和 基 
于 判决 级 的 DLPM 从 被 测 器 件 中 提取 (复制 )， 如 图 5. 10 和 图 5. 11 所 示 。 其 中 基 
于 级 增益 和 基于 判决 级 的 DLPM 与 实际 的 闪存 转换 器 比较 器 匹配 。 














图 5. 10 具有 偏 移 校准 的 数据 决策 
a) 前 置 放大 器 和 偏 移 校准 电路 b) 数据 决策 级 














a) b) 


图 5.11 DLPM 
a) 基于 级 增益 b) 基于 决策 级 


使 用 的 锁 存 器 类 型 由 级 的 分 辩 率 决定 。 对 于 每 级 的 低 分辨 率 量化 ， 动 态 锁 存 器 
更 常见 ， 因 为 其 消耗 的 功率 比 静态 锁 存 器 少 。 当 锁 存 电路 再 生 差 分 信号 时 ， 再 生 节 
点 上 的 大 电压 变化 将 引入 瞬时 大 电流 。 通 过 晶体 管 的 寄生 栅 极 - 源 极 和 栅 极 - 漏 极 
电容 ， 瞬 时 电流 耦合 到 比较 器 的 输入 ， 使 得 干扰 不 可 接受 。 在 同时 打开 或 关闭 大 量 
比较 器 的 闪存 A -D 转换 器 中 ,来 自 再 生 节 点 的 变化 的 总 和 可 能 变 得 意 想不到 ， 并 
且 直 接 导致 错误 的 量化 编码 输出 ?1 。 正 是 由 于 这 个 原因 ， 静 态 锁 存 器 对 于 更 高 分 
办 率 的 实现 是 优选 的 。 确 定 比 较 过 程 中 功 耗 的 关键 要 求 是 准确 度 ， 即 比较 器 在 给 定 
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时 间 段 内 做 出 决定 的 准确 度 。 由 于 典型 的 交织 耦合 锁 存 比较 器 具有 较 大 的 失调 电 
压 ， 所 以 在 再 生 锁 存 器 之 前 放置 几 个 前 置 放大 器 以 放大 信和 号， 来 进行 精确 比较 。 再 
生 锁 存 器 中 的 功 耗 与 前 置 放大 器 相 比 相 对 较 小 ， 因 为 在 再 生 锁 存 咒 中 仅 消 耗 动态 功 
率 ， 而 低 失调 前 置 放大 器 级 通常 需要 直流 偏 置 电流 。 因 此 ， 功 耗 与 需要 多 少 前 置 放 
大 器 级 直接 相关 ， 并 且 在 再 生 比 较 器 进行 可 靠 的 比较 之 前 ， 级 数 由 所 需 的 放大 系数 
决定 。 如 果 需 要 从 单 级 前 置 放大 器 获得 高 增益 ， 则 必须 使 用 大 的 负载 电阻 值 ， 这 反 
过 来 会 在 输出 端 增加 RC 常数 来 降低 放大 过 程 。 在 这 样 的 情况 下 ， 增 益 分 布 在 几 个 
级 联 的 低 增益 级 之 间 ， 以 加 速 此 过 程 。 在 此 过 程 中 ， 必 须 注意 设计 低 噪声 前 置 放大 
器 级 ， 因 为 其 自身 的 电路 噪声 通过 其 增益 被 放大 。 比 如 ， 如 果 输 入 信和 号 保持 恒定 接 
近 比 较 器 装 值 ， 则 来 自 两 个 电路 和 输入 采样 开关 的 热 噪声 也 通过 前 置 放 大 器 增益 放 
大 。 除 了 前 置 放大 器 通常 在 开 环 配置 ， 前 置 放大 级 通常 用 源 极 耦 合 对 实现 ， 其 功率 
对 热 噪声 关系 类 似 于 关键 模块 是 高 增益 运算 放大 器 的 S/H 电路 情况 。 此 外 ， 必 须 
考虑 噪声 ， 因 为 它 看 起 来 像 比较 器 缓慢 变化 的 高 速 运行 偏 移 。 周 期 性 偏 移 消除 的 速 
率 远 高 于 1/f 噪声 角 频 率 ， 通 常 是 每 个 时 钟 周期 可 以 减少 这 种 影响 。 因 为 与 5/H 电 
路 反馈 中 的 放大 器 噪声 相 比 较 ， 所 以 忽略 这 里 的 噪声 分 析 。 

影响 比较 器 精度 的 另 一 个 主要 因素 是 由 工艺 变化 引起 的 不 匹配 导致 的 失调 电 
压 。 这 包括 来 自 输入 开关 的 电荷 注入 不 匹配 、 交 织 耦 合 器 件 之 间 的 阔 值 和 晶体 管 尺 
才 不 匹配 。 为 了 减少 不 匹配 的 影响 ， 可 以 采用 几 种 方案 ， 比 如 在 锁 存 器 前 插 和 人 前 置 
BORE). USB?! 和 自动 归 零 方案 ， 以 在 锁 存 器 或 者 数字 校正 前 面 的 
电容 中 采样 偏 移 !*] 。 在 自动 归 夫 方案 中 ， 在 偏 移 采样 周期 期 间 ， 由 其 偏 移 电压 引 
起 的 第 一 级 的 输出 在 第 二 级 的 采样 电容 上 采样 。 在 下 一 个 时 钟 阶段 ， 当 进行 实际 比 
较 时 ， 第 二 级 采样 电容 上 存储 的 电压 有 效 地 消除 了 第 一 级 放大 器 的 偏 移 ， 并 且 可 以 
进行 非常 精确 的 比较 。 对 于 这 种 取消 技术 ， 请 注意 ， 第 一 级 的 增益 必须 相对 较 低 ， 
以 使 由 于 其 偏 移 引 起 的 输出 电压 不 超出 范围 。 一 个 观察 结果 是 ， 由 于 正 向 反馈 放大 
了 电源 的 偏 移 电 压 ， 所 以 不 能 消除 动态 比较 器 电路 的 偏 移 电 压 ， 因 此 在 比较 器 的 输 
出 处 不 能 获得 关于 偏 移 电压 的 信息 。 因 此 ， 这 种 技术 需要 具有 直流 偏 置 电流 的 前 置 
放大 器 ， 因 此 需要 静态 功率 来 降低 失调 电压 。 如 果 输 入 信和 号 在 比较 之 前 在 电容 上 条 
样 ， 则 必须 仔细 选择 电容 值 以 减少 除 T/C 噪声 之 外 的 各 种 非 理 想 性 。 在 一 些 多 步 
A -D 转换 器 实现 中 ， 比 较 器 通常 具有 自己 的 输入 采样 电容 ， 以 消除 专用 输入 S/H 
Ep, 

图 5. 10 显示 了 一 种 传感器 以 及 自动 归 零 方案 来 消除 可 能 的 传感器 偏 移 。 开 关 
电容 比较 器 在 双 相 位 非 重 倒 时钟 上 工作 。 差 分 网 络 在 相位 偏 移 到 电容 器 C 时 采样 
Vt， 而 输入 短路 给 出 微分 零点 。 在 clkn 相 期 间 ， 输 入 信号 V, 添 加 到 两 个 电容 的 输 
人 端 ， 导 致 输入 差分 电压 出 现在 比较 器 前 置 放大 器 的 输入 端 。 在 clkn 结束 时 ， 再 
生 触 发 器 被 锁 存 以 进行 比较 ， 并 在 输出 端 产生 数字 电 平 。 来 自 Ts 的 电荷 注入 将 导 
致 偏 移 电 压 AV = AQ/(C + Ch ) 。 输 入 带宽 要 求 设 置 AV 的 振幅 ， 采样 带宽 越 高 ， 
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AV 越 大 。 用 于 限制 电荷 注入 的 电路 技术 包括 底板 采样 ， 使 用 虚拟 开关 或 减 小 栅 极 
沟 道 长 度 ( 见 3.3 节 )。 选 择 C 的 另 一 个 重要 考虑 因素 是 C, 引起 的 信号 衰减 。 在 
放大 器 的 输入 端 ， 放 大 器 的 输入 电容 和 开关 的 寄生 电容 通过 CC + C, ) 衰减 输入 
信号 ， 有 效 降 低 了 放大 率 。 基 于 匹配 和 共 模 电荷 注入 误差 ，C 被 选择 为 接近 最 小 尺 
YT, KAW SF, 

通过 图 5. 10 中 标示 为 refp 和 refn 的 直流 信号 来 控制 定义 传感器 决策 窗口 所 需 
的 比较 参考 。 DLPM 测量 与 组 成 电路 的 分 支 之 间 的 不 对 称 直接 相关 ， 给 出 了 当 两 个 
DLPM 输入 接地 或 设置 为 预定 共 模 电压 时 的 偏 移 估计 。 如 图 5. 12a 所 示 ， 基 于 增益 
的 DLPM 由 从 观察 到 的 A -D 转换 器 增益 级 复制 的 电路 组 成 ， 其 中 包括 具有 有 源 负 
载 (Ti 和 Ti) 的 微分 输入 对 (晶体 管 Ti AT) 以 及 一 些 额外 的 增益 〈 晶体 管 Ts 
和 Te) ， 以 增加 监视 器 分 辩 率 ， 晶 体 管 T 和 Ts 连接 到 读 取 线 ( 通 向 可 编程 数据 决 
策 电 路 的 线路 ) 。 和 天 阵 中 的 不 同 器 件 布置 包括 器 件 方向 和 氏 套 器 件 环境 。 将 矩阵 放 
置 在 芯片 上 多 次 以 从 不 同 的 芯片 位 置 和 距离 行为 获得 信息 。 类 似 地 ， 如 图 5. 12b 所 
示 ， 在 决策 级 监视 器 电路 中 ， 锁 存 器 〈 唱 体 管 Ta ~ Tiz) 已 被 打开 ， 以 允许 直流 
电流 流 过 测量 设置 所 需 的 设备 。 除 了 这 两 个 外 ， 如 图 5. 12 所 示 的 内 部 参考 电压 监 
控 电 路 检测 实际 电阻 梯形 设计 中 使 用 的 两 个 单位 电阻 之 间 的 不 匹配 。 流 过 电阻 的 电 
流 〈 其 值 从 梯形 本 身 提 取 ) 使 用 电流 镜 来 固定 。 由 于 电流 是 固定 的 ， 标 记 为 V 和 
V 的 节点 之 闻 的 电压 下 降 是 电阻 之 间 不 匹配 的 反应 。 反 馈 放 大 器 通过 包含 T, 和 其 
电流 源 s 组 成 的 共 源 放大 器 实现 。 不 管 输出 电压 如 何 ， 放 大 器 都 可 以 通过 T 而 保 
持 漏 源 电压 尽 可 能 稳定 。 假 设 电 流 源 1 的 输出 阻抗 大 致 等 于 ras ， 则 回路 增益 可 以 
近似 为 (@msTass )X2。 由 Ty, Fy. Ty ` 1 和 I, 组 成 的 电路 与 二 极 管 连接 的 晶体 管 
儿 乎 相同 ， 然 而 采用 代替 来 保证 所 有 晶体 管 偏 置 电压 与 由 Ti Ta, T; 和 1 组 成 的 
输出 电路 的 所 有 晶体 管 偏 置 电压 精 确 匹配 。 因 此 ，F 将 非常 准确 地 匹配 石 B8 1 。 

由 于 晶体 管 T 和 Ts 被 偏 置 为 具有 大 于 所 需 最 小 值 的 漏 极 =- 源 极 电压 (Vos; = 
Voso = Vers + Vt)， 也 就 是 We， 所 以 这 在 极 低 的 电源 技术 中 可 能 构成 限制 。 图 
5. 12b 所 示 的 替代 实现 138] 将 摆 幅 电流 镜 与 增强 型 输出 阻抗 电路 相 结合 。 这 里 ， 用 
作 电 平移 位 器 的 二 极 管 连接 的 晶体 管 已 经 被 添加 在 共 源 增强 放大 器 之 前 。 在 输出 
端 ， 电 平移 位 器 是 二 极 管 连接 的 晶体 管 T;， 以 电流 为 偏 置 。 输 入 端的 电路 用 作 
二 极 管 连接 的 晶体 管 ， 同 时 确保 所 有 偏 置 电压 与 [a 的 输出 电路 匹配 。 在 其 中 h = 
1/7 的 情况 下 ， 所 有 晶体 管 都 以 几乎 相同 的 电流 密度 偏 置 ， 除了 T, A To Be, 
由 于 T 和 Ts 被 偏 置 为 电流 密度 的 4 倍 ， 除 了 它 俩 具有 2 倍 有 效 的 栅 源 电压 之 外 ， 
所 有 品 体 管 都 具有 相同 的 有 效 栅 源 电 压 。 因 此 ，T, 的 栅 极 电压 为 Voo =2Vige + Vi， 
漏 源 电压 T; 由 Voss = Veco 一 Tcsiz = Fa 给 出 。 因此 ， T; 偏 置 在 三 极 管区 域 的 边缘 。 
尽管 电路 的 功 耗 相 比 传统 的 串联 电流 反射 镜 功 耗 几乎 翻 倍 ， 但 通过 较 低 的 密度 偏 置 
增强 了 电路 ， 尽 管 以 牺牲 速度 为 代价 。 由 增强 电路 引入 的 附加 极点 处 于 较 低 频率 ， 
可 以 充分 节省 功 耗 。 
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图 5.12 内 部 参考 电压 DLPM 
a) 增强 型 输出 阻抗 电流 镜 b) 具有 增强 输出 阻抗 的 改进 高 摆 幅 电流 镜 


因此 ， 可 以 从 提出 的 DLPM 电路 中 提取 3 种 广义 策略 : 增益 级 、 判 决 级 和 电阻 
梯 性 DLPM。 增益 级 ， 如 A-D 转换 器 中 的 残 差 放大 器 ， 可 以 使 用 为 测试 A - D 转 
换 器 前 置 放大 器 开发 的 相同 策略 进行 测试 。 该 方法 可 以 直接 转换 到 任何 增益 级 ， 允 
许 通过 测量 输出 偏 移 来 检测 不 匹配 问题 。A — D 转换 器 中 的 决策 级 可 以 通过 将 决策 
级 DLPM 策略 应 用 于 每 个 特定 设计 来 进行 测试 。 该 策略 基于 破坏 锁 存 器 中 的 再 生 反 
馈 ， 然 后 通过 测量 输出 偏 移 感 测 过 程 不 匹配 。 

可 以 根据 电阻 梯 性 DLPM 提出 的 相同 方案 测试 内 部 参考 电压 ， 这 样 可 以 通过 电 
压 降 来 测量 电阻 不 匹配 。 为 了 增加 监控 分 辨 率 ， 可 以 在 输入 微分 对 和 加 载 之 间 的 
DLPM 中 插入 一 些 附加 增益 。 通 过 扫描 参考 电压 直到 决策 发 生变 化 ， 可 以 提取 关于 
工艺 变化 的 信息 ， 如 图 5. 13a 所 示 。 

类 似 地 ， 通 过 将 识别 窗口 设置 为 /2 LSB 电 平 ， 可 以 检测 由 于 不 匹配 引起 的 变 
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b) 


图 5.13 a) 扫描 参考 电压 以 提取 决策 DLPM 所 示 的 DLPM 偏 移 电压 值 
b) 通过 将 辨别 窗口 设置 为 1/2 LSB 电 平 并 扫描 工艺 参数 值 来 测试 被 测 器 件 


化 〈 见 图 5. 13b) 。 已 经 根据 5. 2 节 中 的 多 步 A - D 转换 器 误差 模型 的 规则 定义 了 各 
种 DLPM 的 辨别 窗口 。 通 过 从 被 测 器 件 本 身 提取 DLPM 电路 ，DLPM 电路 实现 了 一 
些 理想 的 性 能 :QD 使 电路 对 目标 参数 的 敏感 度 最 大 化 ; @ 它 与 所 提取 的 被 测 器 件 的 
物理 布局 相 匹 配 ;，@ 小 而 独立 ， 在 关闭 状态 时 不 消耗 电力 ; @ 根 据 所 添加 的 片上 系 
统 ，DLPM 的 设计 足够 灵活 ， 可 以 通过 几 种 方式 进行 应 用 。 


5.1.5 温度 传感器 


要 将 温度 转换 为 数字 值 ， 需 要 明确 定义 的 温度 相关 信号 和 独立 于 温度 的 参考 信 
号 。 两 者 都 可 以 以 热电 压 和 芯片 带 隙 电压 的 形式 ， 利 用 正 、 负 温度 系数 数量 双 极 性 
器 件 的 指数 特性 而 产生 。 对 于 恒定 的 集 电极 电流 ， 基 极 - 发 射 极 电压 在 室温 下 具有 
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负 温 度 依赖 性 。 这 种 负 温 度 依赖 性 被 两 个 偏 置 在 固定 电流 密度 上 的 基 极 - 发 射 极 结 
的 放大 差 的 与 绝对 温度 的 比例 成 正比 (PTAT) 依赖 性 抵消 ， 导 致 与 绝对 温度 成 正 
比 的 关系 。 即 使 集 电极 电流 和 温度 有 关 ， 只 要 它们 的 比例 保持 固定 ， 这 种 比例 是 相 
当 准 确 的 。 在 n 阱 CMOS 工艺 中 ,横向 npn 和 pnp 型 晶体 管 以 及 垂直 或 衬 底 pnp 型 唱 
体 管用 于 此 目的 。 由 于 横向 晶体 管 具有 低 电 流 增益 ， 并 且 其 指数 电流 电压 特性 被 限制 
在 宗 的 电流 范围 ， 所 以 衬 底 唱 体 管 是 优选 的 。 在 垂直 双 极 型 晶体 管 中 ，p* 区 域 作为 
发 射 极 ，n 阱 本 身 作 为 双 极 型 晶体 管 的 基 极 。p 型 衬 底 用 作 集 电极 ， 因 此 它们 的 所 有 
集 电 极 连接 在 一 起 ， 这 意味 着 它们 不 能 用 于 电路 中 ， 除 非 集 电极 连接 到 地 。 这 些 晶 

管 具有 合理 的 电流 增益 和 高 输出 电阻 ， 但 是 它们 的 主要 限制 是 串联 基 极 电 阻 ， 因 为 基 
极 接触 和 有 效 发 射 极 区 域 之 间 的 大 横向 尺寸 可 能 会 很 高 。 为 了 最 小 化 由 于 该 基 极 电阻 
引起 的 误差 ， 通 过 晶体 管 的 最 大 集 电极 电流 被 限制 为 小 于 0. 1mA。 

基 极 -发 射 极 电压 的 斜率 取决 于 工艺 参数 和 集 电极 电流 的 绝对 值 。 基 极 - 发 射 
极 电 压 也 对 压力 敏感 。 幸 运 的 是 ， 衬 底 pnp 型 晶体 管 比 其 他 双 极 型 晶体 管 的 压力 敏 
感性 要 小 得 多 [384] 。 与 基 极 - 发 射 极 电压 WW。 相反 ，AW. 与 工艺 参数 和 集 电 极 电流 
的 绝对 值 无 关 。 通 常 ，AV。 的 方程 中 包含 乘 数 因数 来 模拟 反 向 早期 效应 和 其 他 非 理 
想 性 的 影响 5] 。 如 果 使 用 以 大 致 相同 电流 密度 偏 置 的 晶体 管 产 生 由 .和 AV,。， 则 
在 基 极 - 发 射 极 电压 中 将 出 现 相等 的 乘 数 因数 。A 几 .对 压力 不 敏感 B86] 。 然 而 ， 其 
温度 系数 通常 比 依赖 于 集 电 极 电流 比 时 小 一 个 数量 级 。 

零 温 度 系数 通常 在 独立 于 温度 的 参考 产生 电路 中 利用 ， 如 图 5. 14a 所 示 的 带 际 
参考 。 通 常 ， 通 过 产生 比例 绝对 温度 电流 或 所 产生 的 比例 绝对 温度 电压 来 获取 片上 
温度 的 精确 测量 。 在 前 一 种 情况 下 ， 通 过 利用 运算 放大 器 和 电阻 将 参考 电压 转换 成 
电流 。 输 出 电流 的 绝对 精度 取决 于 电压 参考 和 电阻 的 绝对 精度 。 大 多 数 不 确 定性 将 
取决 于 该 电阻 及 其 温度 系数 。 在 带 院 电压 参考 中 ， 将 AVi. 放 大 并 添加 到 Vres APA 
生 与 温度 无 关 的 参考 电压 Vero MAE Qi 的 基 极 - 发 射 极 结 的 负电 压 - 温度 梯度 
由 电阻 RR, 两 端的 比例 绝对 温度 电压 补偿 ， 从 而 产生 几乎 恒定 的 参考 电压 Ve o 
放大 器 A 在 其 输入 端 感 测 电压 ， 驱 动 ALR, (R =R) 的 顶端 ， 使 得 这 些 电压 
大 致 相等 。 参考 电压 是 在 放大 器 的 输出 端 〈 而 不 是 在 其 输入 端 ) 获得 的 。 由 于 不 对 
称 ， 电 路 的 不 准确 性 主要 取决 于 运算 放大 器 的 偏 移 量 ， 直 接 增加 了 AV... 为 了 降低 
偏 移 的 影响 ， 运 算 放 大 器 集成 了 大 型 器 件 ; 类 似 地 ， 双 极 型 晶体 管 Qi; AQ. 的 集 电 
极 电流 由 预定 义 的 因数 提供 ， 比 如 晶体 管 是 多 个 单元 器 件 的 并 联 。 

温度 传感器 的 概念 图 如 图 5. 14b 所 示 。 该 电路 的 左 半 部 分 是 温度 感 测 电路 ， 其 
类 似 于 常规 的 带 隙 参考 电路 ， 包 括 电压 调整 器 的 右 半 部 分 创建 温度 开关 的 输出 信 
号 。 为 了 实现 一 定 的 温度 检测 ， 需 要 两 个 信号 ， 两 者 都 具有 良好 的 定义 但 不 同 的 温 
度 依赖 性 ， 跨 越 电 阻 网 络 NrR 增加 的 比例 绝对 温度 电压 和 降低 比较 器 正 输入 端的 
电压 产生 温度 判定 。 由 于 双 极 型 晶体 管 的 偏 置 电流 实际 上 与 绝对 温度 成 比例 ， 所 以 
可 以 通过 包括 双 极 型 晶体 管 Q; 和 Q ERER ARKAA CMOS 晶体 管 Ti ~ Ts 
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的 拓扑 产生 比例 绝对 温度 电流 Tp o 
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a) 


图 5.14 a) 带 际 参考 电路 的 典型 实现 b) 温度 传感器 概念 视图 


图 5.15 所 示 是 改进 过 的 温度 传感器 (”] 。 放 大 器 由 具有 正 反馈 的 非 串联 OTA 
组 成 ， 以 增加 回路 增益 。 只 要 其 开 环 增益 足够 高 ， 放 大 器 输出 电压 就 相对 独立 于 电 
源 电 压 。 如 果 输 入 电压 等 于 零 ， 放 大 器 的 输入 差分 对 可 能 会 关闭 。 为 了 防止 这 种 情 
况 ， 添 加 了 由 晶体 管 Ti 、Ts 组 成 的 启动 电路 ， 当 电源 被 调谐 时 ， 它 将 驱动 电路 退 
出 退化 偏 置 点 。 二 极 管 连接 的 设备 Ts 在 启动 时 提供 来 自 电源 的 电流 路 径 ， 该 电源 
通过 Te 到 达 地 。 扫描 链 提供 4 位 值 ， 用 于 设置 电阻 值 YrR。 比较 器 的 输入 由 后 面 是 
两 个 放大 级 和 一 个 数字 反 相 器 的 差分 源 极 耦合 级 组 成 。 如 图 5. 16a 所 示 ， 为 了 提供 
稳定 的 小 于 1V 的 带 隙 参考 电压 ， 约 等 于 1.2V 的 零 温 度 系 数 电压 首先 转换 为 通过 
MEE Ty, 的 电流 ， 然 后 通过 R 和 NaR 相 加 到 较 低 的 参考 电压 。 运 算 放大 器 具有 
足够 的 增益 以 均衡 其 输入 电压 。 由 于 这 些 节 点 相同 ， 因 此 从 这 些 节点 到 地 面 的 电流 
也 必须 相同 。 因 此 ， 通 过 R 的 电流 是 比例 绝对 温度 ， 该 电流 也 流 过 输出 晶体 管 
Tz2。WVoe 的 曲率 也 将 存在 于 参考 电压 中 。 对 于 与 温度 无 关 的 电流 ， 曲 率 校正 处 于 相 
同 的 不 匹配 量 级 。 通过 允许 比例 绝对 温度 电流 具有 小 的 正 温度 系数 ， 来 消除 曲率 的 
二 阶 分 量 。 这 种 依赖 于 温度 的 参考 电压 抵消 了 多。 产生 的 二 阶 非 线 性 。 为 此 ， 添 加 
TREE Qo KEE, ETATER NaR AR, 比率 的 术语 ,该 术语 用 具有 比例 





图 5.15 温度 传感器 示意 图 
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绝对 温度 电流 的 Vi. 减 去 具有 恒定 电流 的 Veo 为 了 准确 地 定义 该 术语 ， 所 有 电阻 都 
由 相同 的 单位 电阻 构成 。 通 过 调节 具有 可 调 电阻 NrR 的 衬 底 pnp 型 晶体 管 的 基 
极 -发 射 极 电压 Vi, ERT Ry 上 的 电压 进行 曲率 补偿 。 该 电阻 上 的 比例 绝对 温度 电压 
补偿 了 晶体 管 Q3 的 榴 。 的 比例 绝对 温度 类 型 扩展 。 

如 图 5. 16b 所 示 ， 在 测试 芯片 中 ， 选择 16 个 选择 级 别 的 4 位 进行 温度 设置 ， 
产生 分 辨 率 为 9 区 的 0~150 人 的 温度 范围 。 如果 需 要 更 高 的 精度 ， 则 需要 具有 更 高 
分 辩 率 的 选择 D - A 转换 器 。 为 了 鲁 棒 性 ， 电 路 在 器 件 的 布局 和 偏 置 条 件 下 完全 平 
衡 并 匹配 ， 将 所 有 干扰 和 非 理想 性 抵消 到 最 低 程度 。 





温度 /*C 一 一 > 
a) 





温度 /*C 一 一 > 


b) 


un 


.16 a) 带 隙 参考 电压 b) 温度 传感器 中 的 16 个 选择 级 别 


5.2 模板 级 过 程 变化 的 估计 


5.2.1 预期 最 大 化 算法 
通常 ， 电 路 设计 针对 参数 产量 进行 了 优化 ， 使 得 大 多 数 制造 的 电路 符合 性 能 规 
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格 。 产 量 估算 的 复杂 性 加 上 设计 过 程 的 迭代 性 ， 使 得 产量 最 大 化 在 计算 上 是 禁止 
的 。 因 此 ， 使 用 与 工艺 参数 的 一 组 最 坏 情 况 相 对 应 的 模型 来 验证 电路 设计 。 最 坏 情 
况 分 析 是 指 在 这 些 最 坏 情况 和 相应 的 最 坏 情 况 电 路 性 能 值 中 确定 工艺 参数 的 值 的 过 
程 。 最 坏 情况 分 析 在 设计 人 员 的 工作 方面 非常 有 效 ， 因 此 已 经 成 为 统计 验证 最 广泛 
使 用 的 技术 。 然 而 获得 的 最 坏 情 况 的 性 能 值 非常 斐 观 ， 结 果 需 要 设计 不 必要 的 大 功 
耗 ， 以 达到 所 需 的 规格 ， 因 此 选择 更 宽松 的 设计 条 件 将 是 有 利 的 。 通 过 传感器 测量 
提取 的 统计 数据 不 仅 可 以 增强 对 重要 设计 和 技术 参数 的 观察 ， 而 且 可 以 表征 目前 某 
些 参数 的 工艺 可 变性 条 件 ， 从 而 实现 优化 的 设计 环境 。 片 上 传感器 的 数量 由 于 区 域 
限制 而 是 有 限 的 ， 因 此 通过 统计 技术 获得 了 额外 的 信息 。 虽 然 在 统计 学 中 有 几 个 方 
BA, AP) 和 成 对 5 删除 以 及 结构 方程 模型 2] 将 从 不 完整 的 数据 提供 所 选 
性 能 数据 的 估计 、 播 补 方法 〈 比 如 ， 把 一 些 合理 的 值 蔡 换 为 丢失 的 数据 点 ) 及 其 
特殊 情况 ， 也 就 是 基于 期 望 最 大 化 (EM) HA] 的 多 个 插 补 提供 最 大 似 然 估 
计 。 We, HIA 中 的 工作 利用 最 大 似 然 法 和 调整 支持 向 量 机 (SVM) 分 类 
器 [5%5 998) 作为 基于 通过 监视 工艺 变化 获得 的 信息 的 测试 指导 的 非常 有 效 的 方法 ， 
因为 它 同时 最 小 化 经 验 分 类 误差 并 最 大 化 几何 边界 。 

给 定 传感器 观测 值 xi e 站 的 观测 矢量 ， 如 果 源 信号 矢量 y; e Y 假设 为 随机 的 实 
现 是 独立 的 ， 并且 和 概率 pxyye (*, y/0) 相同 分 布 的 变量 也 可 用 ， 则 估计 指定 晶片 
级 工艺 参数 变化 真实 值 的 未 知 参数 矢量 9e @ 将 是 一 个 容易 的 任务 。 最 大 似 然 
(ML) 估计 包括 对 观察 数据 最 有 可 能 的 9 估计， 比如， 边界 概率 pxye (x/9) 是 最 大 
值 。 参数 9 涉及 高 斯 分 量 的 参数 (jw,, 三 ) ,ye Y 和 离散 分 布 pyye (y/0), ye 了 的 
值 ，pxye (x/9) 是 由 高 斯 分 布 加 权 总 和 给 出 的 高 斯 混合 模型 ， 概 率 p(Tx/9) 的 对 数 
被 称 为 关于 Ty 的 9 的 对 数 似 然 L( 9/Tx)。 输 入 集合 Tx 由 Tx = | (xi,，…, 2) | 
ee a See 


L(@|Ty) = logp(Ty|@) = > ZpPrlrel® lyi 0)prl@ (Yi|0) (| 
不 完整 数据 Tx ete FPA 


g* = arg maxL(@|T,) = arg om, Dpx ve (xi|y;, 6)pyrle(%|6) (5.8) 
E@ eQ i=l yeY 


因此 ， 通 过 ML 方法 获得 最 佳 估 计 包 括 两 个 步骤 : 计算 所 有 可 接受 序列 的 似 然 
函数 和 最 大 化 。 为 了 评估 随机 参数 9 的 影响 ， 似 然 函数 的 分 析 需 要 计算 随机 参数 矢 
量 的 联合 统计 期 望 值 。 然而 ， 即 使 可 以 在 分 析 上 离线 获得 似 然 函 数 ， 但 也 总 是 9 的 
非 线性 函数 ， 这 使 得 最 大 化 步骤 (必须 实时 执行 ) 在 计算 上 是 不 可 行 的 。 尽管 如 
此 ， 在 这 种 情况 下 ， 期 望 最 大 化 算法 528? ,297 401 可 以 为 ML 估计 问题 提供 一 种 解 
决 方案 。 

在 可 以 得 出 完整 数据 的 最 大 似 然 估计 的 情况 下 ，EM 算法 是 最 有 用 的 。 该 算法 
人 允许 通过 在 两 个 步骤 之 间 和 迭代 直到 收敛 的 计算 过 程 来 获得 未 知 参数 的 ML 佑 
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计 03?2,401。 由 于 主要 的 统计 问题 是 参数 估计 ， 在 大 多 数 情况 下 ， 这 最 好 通过 使 用 
ML 理论 来 实现 ，EM 算法 将 对 数 中 的 缺失 数据 替换 为 不 完全 数据 集中 的 缺失 数据 ; 
因为 它们 出 现在 对 数 似 然 函 数 中 ， 所 以 缺失 值 被 它们 的 函数 的 条 件 期 望 所 替代 。 如 
果 假 设 模型 是 高 斯 类 型 ， 则 替换 的 值 对 应 于 未 知 参数 的 足够 统计 的 期 望 值 。 特 别 
地 ， 对 于 这 种 密度 ， 不 完全 数据 集 是 观察 集合 ， 而 完整 数据 集 的 每 个 元 素 可 以 被 定 
义 为 由 观察 和 指标 组 成 的 双 分 量 矢量， 来 指定 观察 期 间 混合 模型 的 分 量 。 

EM 算法 不 是 在 估计 过 程 中 使 用 传统 的 不 完全 数据 密度 ， 而 是 使 用 完整 数据 密 
度 的 特性 。 在 这 样 做 的 过 程 中 ， 通 常 可 以 使 估计 问题 更 容易 处 理 ， 并 且 也 可 以 对 小 
样本 量 的 参数 产生 良好 的 估计 [291] 。 因 此 ， 在 实现 方面 ， 相 对 于 不 完全 数据 概率 方 
程 的 传统 最 陡 下 降 方法 ，EM 算法 具有 明显 的 优点 。 此 外 ，EM 算法 基于 观察 到 的 
数据 ， 唯 一 地 提供 对 应 于 ML 估计 的 对 数 似 然 函 数 的 值 。 类 似 地 ， 对 于 传统 的 实现 
方式 ， 确 定 不 完全 数据 概率 方程 的 有 效 根 需 要 首先 确定 似 然 方 程 的 所 有 根 。EM 算 
法 可 以 被 看 作 在 完整 数据 集 上 最 大 化 似 然 函 数 的 替代 方案 。 特 别 地 ， 由 于 似 然 函 数 
是 未 知 的 ， 所 以 鉴于 可 用 的 相关 信息 ， 即 观察 到 的 数据 和 参数 的 当前 估计 值 最 大 
化 ， 使 其 期 望 最 大 化 。EM 算法 构建 参数 估计 9 ,690) ，…,642 的 序列 ， 使 得 对 数 
SR LO? /Ty) SHI, kean L(0/Ty) < L(A /Ty) << L(0/Ty), E 
到 实现 稳定 点 ZL(84-2)7ZTr) =L(0/Ty) 。 使 用 贝 叶 斯 规则 并 且 只 明确 写 人 未 知 参 
RO, x, 对 数 似 然 可 以 写成 

log p(Tx|0) =log p(X, Y|@), 0(t) -log py, y|x(X, Y|X), a(t) (5.9) 
对 于 给 定 x% 和 9 的 上 述 方程 的 两 方面 的 期 望 ， 其 中 9? E 6 的 可 用 估计 : 
log p( Ty |0) = 有 oo {log p(X, Y|0) |X, (t)| 一 Eoo {log py yj x(X, YIX) |X, (1)} = 


=Q, (0/0 ) -P(6|a™ ) (5. 10) 
通过 Jensen 不 等 式 ， 则 有 
plole® <P(a ja ) (5.11) 
因此 ,使 得 Q(0\0 )=Q( 0/0 ) 的 下 一 个 迭代 步骤 中 的 新 估计 9 也 导致 : 
log p( Ty |0) Slog p(Tx |a ) (5, 12) 


USVI TER, PA EPIN M AR, EE ARH, EM 算法 形成 铺 
BER Q (070° ) ， 其 根据 不 完整 数据 和 当前 参数 确定 完整 数据 的 对 数 似 然 人 
iH: 


Qolo ) =E(log p(X,Y|@) |X, a(t)) (5. 13) 
在 M 步骤 中 ,该 算法 确定 了 使 Q 最 大 化 的 新 参数 : 
gftt}) = arg maxQ(6| 6° ) (5. 14) 


在 EM ERMA, UA ROT ba Ee), MRE EA 
界 的 《实际 上 大 多 是 这 种 情况 ) ， 则 算法 收敛 。 在 文献 [392] 中 证 明了 Q( 070 ) 
的 迭代 最 大 化 将 导致 6 的 ML 估计 。 对 于 广泛 类 型 的 PDF， 包括 高 斯 混合 密度 ， 在 
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每 次 迭代 时 ， 新 参数 估计 9 可 以 明确 地 求解 为 与 唯一 最 大 值 0( 0/0 ) 相对 应 的 更 
AAL, HH ML 估计 中 ，EM 算法 仅 导致 模型 参数 的 局 部 最 佳 估 计 ， 其 中 每 
个 估计 取决 于 所 选择 的 初始 参数 来 开始 迭代 估计 。 

EM 算法 

初始 化 

- 初始 化 数据 集 了 = | (wi ，…，, x) | 

=- 初始 化 参数 0 

数据 采集 

— 从 DLPM 中 收集 入 个 样本 

更 新 参数 估计 

1. H Qolo ) =E(log p(X, 了 |9) |X, 6) -E 26% 

2. 通过 最 大 化 0 函数 OC? =argmax@ (olo) 重新 估计 6， 估 计 均 值 和 方差 - M 步骤 

3. 增加 迭代 指数 

4. KREIRA LOO | Ty) =L(9 | Ty) 时 停止 





5.2.2 向 量 机 限制 估计 器 


当 获 得 参数 分 布 的 最 优 估计 时 ， 下 一 步 是 使 用 调整 的 SVM 分 类 器 来 更 新 测试 
限制 值 。 假 设 输 入 向 量 属于 先 验 和 后 验 类 ， 比 如 , 测试 限制 的 目标 是 决定 新 的 测量 
数据 将 属于 哪 一 类 。 每 个 新 测量 被 视 为 r 维 矢量 ，SVM 分 类 器 将 输入 矢量 映射 
(分 离 ) 为 特征 空间 Z PÉI r- 一 维 超 平面 ， 其 中 通过 某 些 非 线性 映射 构建 线性 决 
策 表面 。 虽然 可 以 使 用 几 种 分 类 器 ， 如 二 次 、 增 强 、 神 经 网 络 、 贝 叶 斯 网 络 等 ， 但 
调整 SVM 分 类 器 特别 有 用 ， 因 为 它 同 时 最 小 化 经 验 分 类 误差 并 最 大 化 几何 边界 。 


令 D= |xi, ci)/xieR', cie| -1,1|}?-1, D 是 属于 先 验 和 后 验 类 的 输入 矢量 ， 
其 中 c; 等 于 1 或 -1， 表示 来 自 输入 矢量 的 数据 x; 所 属 的 类 。 同样 ， 让 
w:x+b=0 (5. 15) 


成 为 特征 空间 中 的 最 优 超 平面 。 矢量 w 是 垂直 于 超 平面 的 法 向 矢量 。 参 数 太 1w || 
根据 法 向 矢量 w 确定 超 平面 与 原点 的 偏 移 。 为 了 最 大 限度 地 提高 尽 可 能 远 的 平行 
超 平面 之 间 的 边界 或 距离 ， 同 时 仍然 分 离 数据 ， 必 须 选择 w 和 4b， 对 于 所 有 1 <i=< 
n， 使 得 它们 最 小 化 满足 下 式 描 述 的 优化 问题 的 | w | : 
ciw- x; +b)2l (5.16) 
优化 问题 很 难 解决 ， 因 为 它 依赖 于 具有 一 个 二 次 方 根 的 |w | 。 如 果 属 于 先 验 
类 和 后 验 类 的 输入 矢量 不 能 被 超 平面 分 离 ， 则 两 类 图 案 之 间 的 边界 会 变 得 任意 小 ， 
导致 参数 的 函数 矢量 值 任意 变 大 。 因 此 最 大 化 二 次 规划 优化 会 达到 最 大 值 (在 这 种 
情况 下 ， 已 经 构造 了 具有 最 大 边界 的 超 平面 ) ， 或 者 会 发 现 超过 一 些 给 定 (大 ) 党 
数 的 最 大 值 。 通过 用 志 Jw ||? 代替 || w | 来 改变 方程 ， 而 不 改变 解 ( 原始 和 修改 方 
程 的 最 小 值 具有 相同 的 w 和 4b)， 现 在 可 以 通过 标准 二 次 规划 优化 来 解决 优化 问 
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题 ,%*] 。 属 于 先 验 和 后 验 类 的 输入 矢量 被 分 成 多 个 子 集 。 二 次 规划 问题 逐渐 解决 ， 
涵盖 了 为 完整 数据 集 构建 最 优 分 离 超 平面 的 所 有 类 的 子 集 。 注意 ， 在 该 过 程 中 ， 
为 在 优化 中 考虑 越 来 越 多 的 训练 矢量 导致 了 两 个 类 之 间 越 来 越 小 的 分 离 ， 因 此 参数 
的 函数 矢量 的 值 会 单调 增加 。 由 于 以 无 约束 双重 形式 写 人 分 类 规则 显示 最 大 边界 超 
平面 ， 因 此 分 类 任务 只 是 支持 矢量 的 函数 ， 比 如 训练 数据 位 于 边界 : 


max Ý, o GE" y È rec (5.17) 
对 于 a; 20 和 J aie; =0, 则 有 
i=l 


H a 构成 训练 集 的 权重 矢量 。 另 外 ,文献 [395] 中 修改 后 的 最 大 边界 技术 多 
许 使 用 误差 标记 的 示例 。 如果 不 存在 可 以 划分 先 验 和 后 验 类 的 超 平面 ， 则 修改 的 最 
大 边界 技术 会 找到 将 训练 集 与 最 小 误差 数 分 开 的 超 平面 。 该 方法 引入 非 负 变量 éi, 
对 于 所 有 x;， 来 测量 数据 的 误差 分 类 程度 : 

c;(w+«;+b) 21 -€; (5.19) 

然后 通过 惩罚 非 零 1<i<n 的 函数 来 增加 目标 函数 ， 并 且 使 优化 成 为 大 边界 和 

小 误差 惩罚 之 间 的 折衷 。 如 果 惩 罚 函 数 是 线性 的 ， 则 优化 问题 转化 为 


min Iw? +O De (5.20) 


使 得 式 (5.16) 对 于 所 有 1 <i<n 成 立 。 对 于 足够 大 的 C HHEN o, R 
E w 和 常数 5 在 式 (5.16) 的 约束 下 使 式 (5.20) 最 小 化 ， 并 且 确 定 使 训练 集 上 
的 误差 数量 最 小 化 的 超 平面 ， 并 分 离 具 有 最 大 边界 的 其 余部 分 。 式 (5.16) 的 这 
个 约束 以 及 最 小 化 ew | 的 目标 可 以 使 用 拉 格 朗 日 乘 数 求 解 。 线 性 惩罚 函数 的 关键 
优点 是 变量 &; 从 双重 问题 消失 ， 常 数 C 仅 作 为 拉 格 朗 日 乘 数 的 附加 约束 出 现 。 类 
似 地 ， 可 以 采用 非 线性 惩罚 函数 ， 特 别 是 减少 异常 值 对 分 类 器 的 影响 ， 然 而 问题 可 
能 会 变 为 非 凸 性 ， 因 此 找到 全 局 解决 方案 可 能 变 得 相当 困难 。 

通常 ， 任 意 分 类 器 的 判别 函数 不 具有 概率 的 含义 ， 比 如 SVM 分 类 器 。 然 而 ， 
分 类 器 的 概率 输出 可 以 帮助 后 处 理 ， 比 如 组 合 更 多 的 分 类 器 。 将 S 形 函 数 添加 到 分 
类 器 输出 是 解决 此 问题 的 一 种 方法 。 令 Txy = 1 HI, Cy, 1) EBRE x; 
eX 和 相应 的 二 进 制 隐藏 状态 y;e 了 组 成 的 训练 集合 。 假 设 训 练 集合 Txy 与 底层 具 
有 相同 和 独立 的 分 布 。 令 f: XCR"OR 是 从 数据 Txr 训 练 的 判别 函数 。 给 定 判别 函 
数 A(x) 的 值 的 隐 含 状态 y 的 后 验 分 布 py| re(y1f(x), 9) 的 参数 9 由 ML 方法 估计 : 


l 
0 = arg max >) log Py rø (9% |f(x;) 10") (5.21) 
其 中 分 布 py| re (y1f(x) , 0) 由 参数 9 确定 的 S 形 函 数 模拟 。 
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5.3 多 步 A -D 转换 器 级 的 调试 


A = D 转换 器 级 调试 的 根本 原因 在 于 实际 的 A - D 转换 器 容易 出 现 误差 。 更 准 
确 地 说 ， 实 际 的 转换 器 可 能 表现 出 与 采样 、 保 持 和 量化 的 理想 操作 的 偏差 。 调 试 的 
目的 是 评估 转换 器 的 真实 输出 是 否 在 理想 输出 的 容许 偏差 之 内 。 调 试 方法 在 转换 器 
级 之 后 应 用 ， 因 此 对 输出 数字 信号 进行 操作 。 所 以 ， 基 本 限制 之 一 是 所 考虑 的 
A -D 转 换 器 级 的 内 部 信号 和 状态 是 不 可 用 的 。 

如 今 ，A - D 转换 器 广泛 应 用 于 各 种 应 用 。 比 如 ， 无 线 电 接收 机 中 的 A -D 转 
换 对 转换 器 施加 特殊 要 求 ， 并 且 接 收 机 设计 的 趋势 是 使 数字 化 更 接近 接收 天 线 。 灵 
活 的 配置 和 降低 成 本 是 这 个 趋势 的 两 个 原因 。 同 时 ， 载 波 频 率 和 带宽 正在 增加 ， 这 
要 求 更 高 的 采样 率 和 增加 的 模拟 输入 带宽 。 A - D 转换 器 的 线性 也 是 一 个 关键 特性 ， 
A -DD 转换 器 系统 的 规格 是 对 转换 器 线性 的 要 求 。 为 了 满足 这 些 严 格 的 性 能 要 求 ， 
技术 和 设计 被 推 到 极限 ， 而 使 它们 容易 出 错 。 当 A - D 转换 器 集成 在 与 数字 信号 处 
Bias (DSP) 相同 的 芯片 上 时 ， 也 会 出 现 类 似 的 情况 。 在 这 种 情况 下 ，DSP 和 A - 
D 转换 器 的 性 能 最 优 设计 点 之 间 经 常会 有 折衷 。 通 常 使 用 具有 较 小 几何 形状 的 芯片 
工艺 来 制造 DP， 其 电源 电压 低 于 对 A - D 转换 器 有 利 的 电源 电压 ， 这 主要 是 为 了 
降低 功 耗 并 促进 更 高 的 计算 能 力 。 然 后 ，A -D 转换 器 也 将 遭受 不 太 适 合 于 高 精度 
模拟 设计 的 制造 参数 的 影响 。 i 


5.3.1 质量 标准 


在 进行 A -D 转换 器 级 的 调试 之 前 ， 首 先 测量 误差 ， 比 如 介绍 了 损失 函数 的 佑 
计 。 换 名 话说， 需要 一 种 机 制 来 区 分 A -D 转换 器 性 能 是 否 可 接受 。 质 量 标准 一 般 
来 说 是 为 系统 的 输入 和 输出 计算 系统 造成 的 偏差 的 函数 。 最 常见 的 质量 标准 测量 是 
基于 输出 和 输入 之 间 的 距离 ， 因 此 被 称 为 距离 测量 。 也 就 是 说 ， 偏 差 是 输出 和 输入 
之 间 的 绝对 差异 的 函数 ， 而 不 是 输入 或 输出 本 身 的 绝对 差异 的 函数 。 在 多 维 情况 
下 ， 这 对 应 于 差异 矢量 的 范 数 (长度) 的 函数 。 两 个 常用 的 距离 测量 是 绝对 误差 
和 二 次 方 误差 。 通 常用 于 损失 函数 估计 器 的 质量 标准 是 均 方 误差 准则 ， 主 要 是 因为 
它 表示 误差 信号 中 的 能 量 ， 易 于 区 分 并 且 可 以 提供 分 配 权重 的 可 能 性 。 

如 5.1.3 节 所 述 ， 除 了 时 序 误差 外 ， 多 步 A -DD 转换 器 中 存在 的 主要 误差 源 是 
系统 决策 级 偏 移 误差 入 、 级 增益 误差 以 及 内 部 参考 电压 y 的 误差 。 为 了 找到 给 出 
最 佳 拟 合 线 的 参数 矢量 W = [mn, y, A] ， 最 小 二 乘法 试图 找到 一 种 函数 ， 该 函数 
通过 最 小 化 其 生成 的 点 和 数据 中 对 应 点 之 间 的 纵 坐 标 差 的 二 次 方 来 接近 转换 点 
( 称 为 残 差 )。 假设 Don i RIRH Vi, f(V;) =aV; +b 的 输入 电压 产生 的 输出 编码 : 


2-1 
Tuse(W) = 2, Don, i -f(V;, W))? (5. 22) 
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WRB HUTA CW) 最 小 化 ,那么 函数 A(V;) 具有 最 佳 拟 合 线 为 
SV) Dons iT) 的 特性 ， 其 斜率 由 a 给 出 ， 由 45 给 出 的 拟 合 线 截取 y 轴 的 点 。 
A -D 转 换 器 的 设计 将 定义 量化 区 域 AV;) 和 分 配 适当 的 值 合并 在 一 起 ， 来 表示 重建 
点 的 每 个 级 别 。 在 大 多 数 情 况 下 ，D。u,; 是 了 (VY;) 的 输入 函数 ,使 得 仅 对 (Vi) 考虑 
期 望 值 。 最 小 化 均 方 误差 的 最 优 重建 点 已 经 在 文献 [401] 中 得 出 。 

虽然 均 方 误差 准则 是 非常 普遍 的 ， 特 别 是 从 信号 处 理 的 角度 来 看 ， 但 可 以 考虑 
其 他 标准 。 从 A - D 转换 器 特征 的 角度 来 看 ， 重 建 级 别 可 以 被 认为 是 被 测 A -D 转 
换 器 的 固有 参数 ， 而 不 是 输入 信号 的 均 方 误差 准则 。 中 点 策略 是 基于 A -D 转换 器 
作为 阶梯 量化 器 的 假设 。 它 基于 与 特定 量化 区 域 相关 联 的 重建 值 应 该 是 该 区 域 的 中 
点 的 假设 。 如 果 量 化 区 域 偏离 理想 值 ， 则 输出 值 应 相应 改变 。 如 果 每 个 量化 区 域 是 
对 称 的 ， 则 中 点 方法 实际 上 与 均 方 误差 准则 方法 一 致 。 两 个 这 样 的 信号 是 均匀 噪声 
和 确定 性 斜坡 ， 其 在 每 个 量化 区 域内 提供 对 称 的 PDF， 将 区域 保持 在 信号 范围 的 极 
端 处 ， 其 中 信号 可 以 仅 占 据 该 区 域 的 一 部 分 。 另 一 方面 ,在 最 小 谐 波 估计 方 
法 [2,93] 中 ， 以 使 A — D 转换 器 生成 的 谐 波 失真 最 小 化 的 方式 选择 估计 值 。 该 方法 
使 用 单个 正弦 波 ， 并 且 使 用 误差 基 函 数 构建 估计 表 ， 该 误差 基 范 数 在 相 平 面 索 引 方 
案 中 通常 是 二 维 高 斯 基 范 数 。 通 过 将 所 选择 的 第 一 次 谐 波 中 的 功率 最 小 化 到 测试 频 
BK EE BBA 

估计 值 不 仅 取决 于 被 测试 的 A -D 转换 器 的 特性 ， 还 取决 于 测试 信号 本 身 〈 通 
过 信号 的 PDF) 。 因 为 使 用 该 信号 类 型 来 训练 估计 值 ， 因 此 精确 设计 估计 程序 是 至 
关 重 要 的 ， 因 为 估计 程序 可 以 产生 对 特定 信号 严重 偏向 的 估计 系统 。 另 一 方面 ， 如 
果 先 前 的 知识 表明 A -D 转换 器 将 用 于 转换 特定 类 别 的 信号 ， 则 可 以 直接 使 用 相同 
类 别 的 信号 来 评估 系统 。 使 用 具有 统一 PDF 的 估计 信号 可 以 被 认为 会 产生 无 偏差 
的 校准 结果 。 在 这 种 情况 下 ， 均 方 和 中 点 策略 均一 致 。 尽 管 有 许多 具体 措施 来 描述 
A -D 转换 器 的 性 能 ， 比 如 信 噪 比 和 失真 比 、 无 杂 散 动态 范围 、 有 效 位 数 、 总 谐 波 
失真 等 ， 但 大 部 分 专门 的 措施 会 导致 相当 复杂 的 表达 式 ， 不 能 提供 实际 应 用 的 结 
果 。 信 品 比 和 失真 比 以 及 有 效 位 数 是 例外 ， 它 们 与 均 方 误差 准则 密切 相关 ， 因 此 大 
多 数 表示 为 均 方 误差 的 结果 可 以 转移 到 附录 B 所 示 的 信 噪 比 和 失真 比 以 及 有 效 位 
数 的 结果 上 。 


5.3.2 估算 方法 


尽管 已 经 进行 了 广泛 的 研究 "9-9 来 估计 不 同 A - D 转换 器 架构 中 的 各 种 误 
差 ， 但 是 使 用 用 于 多 步 A - D 转换 器 分 析 的 DIT 和 专用 传感器 来 更 新 参数 估计 是 可 
以 忽略 的 。 在 文献 [404] 中 ,研究 了 架构 对 A -D 转换 器 模拟 的 影响 ， 在 文献 
[405] 中 ,使 用 了 一 些 额 外 的 传感器 电路 ， 在 其 对 芯片 衬 底 品 声 的 响应 方面 评估 
T A-D 转换 器 。 在 文献 [406] 中 ， 差 分 非 线性 测试 数据 用 于 闪 速 转换 器 中 的 模 
拟 组 件 的 故障 定位 和 识别 ， 并 且 在 文献 [407] 中 示 出 了 如 何 使 用 给 定 的 校准 数据 
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集 来 提取 特定 误差 性 能 的 估计 。 多 步 A -D 转换 器 中 每 个 模拟 组 件 的 功能 故障 会 影 
响 传递 函数 [3 引 ， 并 分 析 此 属性 ， 来 形成 文献 [408] 中 方法 的 基础 。A - D 转换 器 
在 这 里 被 看 作 将 模拟 输入 信号 映射 到 数字 输出 信号 的 静态 功能 。 静 态 参 数 由 各 种 
A 一 D 转 换 器 组 件 中 的 模拟 误差 决定 ， 因 此 A - D 转换 器 测试 和 调试 中 的 主要 挑战 
是 估计 这 些 单个 误差 对 整个 A -D 转换 器 线性 参数 的 影响 。 当 使 用 A = D 转换 器 
时 ;其 特性 可 能 会 改变 ， 比 如 由 于 温度 的 变化 。 这 意味 着 A -D 转换 器 必须 通过 温 
度 传感器 定期 重新 评估 ， 以 检查 其 性 能 。 实 验 中 对 A -D 转换 器 的 每 个 级 进行 实验 
评估 ， 即 将 信号 馈送 到 A -D 转换 器 的 每 个 级 的 输入 端 ， 并 且 从 输出 端 判定 A -D 
转换 器 每 个 级 的 传输 特性 。 大 多 数 估计 方法 要 求 在 数字 域 中 提供 参考 信号 ， 来 作为 
A =D 转换 器 输出 端 实际 级 的 比较 信和 号。 该 参考 信号 在 理想 情况 下 是 适用 于 被 测 
A -D 转 换 器 信号 的 完美 无 限 分 辨 率 采样 版 本 。 在 实际 情况 下 ， 必 须 以 某 种 方式 估 
计 参 考 信号 。 这 可 以 通过 结合 诸如 参考 A-D 转换 器 的 辅助 装置 来 实现 ， 参 考 
A -D 转 换 器 对 与 被 测 A D 转换 器 相同 的 信号 进行 采样 “”] ， 或 者 通过 结合 向 被 
WA - D 转 换 器 馈送 数字 信号 的 D - A 转换 器 来 实现 3] 。 另 一 个 替代 方案 是 通 
过 将 信号 处 理 方法 应 用 于 被 测 A - D 转换 器 的 输出 来 估计 参考 信号 。 在 文献 [411] 
中 ， 正 弦 波 参考 信号 结合 最 佳 滤波 技术 来 提取 参考 信号 的 估计 。 一 些 方法 不 依赖 于 
任何 数字 参考 信号 。 在 文献 【409] 中 ， 提 出 了 一 种 估计 来 自 输出 编码 直方 图 的 积 
分 非 线性 CNL) 的 方法 。 在 文献 [411] 中 ， 提 出 了 一 种 具有 低 通 滤波 器 并 且 利 
用 最 小 均 方 方 法 的 混合 系统 。 滤 波 是 可 能 的 ， 因 为 系统 的 目标 是 过 采样 应 用 ， 因 此 
信号 只 能 存在 于 频谱 的 较 低 部 分 。 该 方法 利用 正弦 波 直方 图 和 贝 叶 斯 估计 来 辅助 。 

整体 检查 的 多 步 A - D 转换 器 主要 由 非 关 键 低 功 耗 组 件 组 成 ， 如 低 分 辩 率 量化 
器 、 开 关 和 开 环 放大 器 。 在 m+n 多 步 A -D 转换 器 中 ， 从 第 一 个 电阻 梯形 找到 m 
个 最 高 有 效 位 ， 并 且 从 第 二 个 电阻 梯形 产生 n 个 最 低 有 效 位 。 如 3. 2 节 所 述 ， 通 
常 , 第 二 个 梯形 的 全 部 范围 比 第 一 个 梯形 多 一 个 步 长 。 因 为 信号 仍然 位 于 第 二 个 梯 
形 的 范围 内 ， 所 以 利用 第 二 个 梯形 的 这 种 超 范 围 补偿 ,可 以 校正 静态 误差 。 这 意味 
E A -D 转换 器 的 输出 是 元 余 的 ， 从 数字 输出 来 看 ， 不 可 能 在 不 使 用 5.4 节 中 盖 明 
的 专用 DET 的 情况 下 ， 从 每 个 子 范围 步 长 中 找到 值 。 由 于 必须 验证 单独 的 A -D 转 
换 器 级 ， 所 以 需要 在 测试 期 间 固定 电路 ， 使 得 每 个 级 都 要 测试 其 整个 输入 范围 。 要 
将 单独 的 A -D 转换 器 级 的 输入 设置 为 所 需 值 ， 则 在 开关 梯形 电路 中 可 以 使 用 链 
路 。 因 此 ， 对 于 中 等 A - D 转换 器 测量 ,需要 固定 粗略 的 A - D 转换 器 值 ， 因 为 它 
们 确定 中 等 A - D 转换 器 参考 ， 并 且 对 于 测试 精细 A - D 转换 器 ， 粗 略 和 中 等 A - 
D 转换 器 的 决策 必须 预先 确定 ， 然 后 将 单个 A - D 转换 器 级 的 响应 传送 到 测试 总 
线 。 子 D -A 转换 器 设置 通过 串 行 连接 所 有 子 D - A 转换 器 寄存 器 的 扫描 链 进行 串 
行 移 位 控制 。 可 以 在 正常 模式 下 冻结 子 D = A 转换 器 寄存 器 的 内 容 ， 并 通过 扫描 链 
移出 数据 以 获取 当前 的 子 D -A 转换 器 设置 。 每 个 子 D - A 转换 器 需要 一 个 测试 控 
制 位 ， 以 调整 (增加 ) 参考 电流 ， 来 获得 A -D 转换 器 输入 范围 的 子 D - A 转换 器 
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输出 范围 的 最 佳 拟 合 。 子 D -A 转换 器 的 参考 和 输入 信号 以 及 子 D - A 转换 器 输出 
的 减法 确定 了 总 A -DD 转换 器 的 可 实现 精度 。 残 差 信 号 V.., 因 内 部 参考 电压 y 误差 
导致 的 子 D — A 转换 器 非 线性 的 数量 而 变 得 非常 不 正确 : 


Vie = Vin = (3 —1) Vinee —AVottacr (5.23) 
AF, s 是 观察 级 。 
为 了 获得 式 (5.23) 的 数字 表示 ， 每 个 变量 除 以 ur: 
Don = Din — (8s —1)y - AD, (5. 24) 


A, Dout =Vres/Veers Din = Vin/ Vrer; Dos = Vottset/ Vreto 
通过 将 第 级 输入 电压 表示 为 Dia = Viat Van HOS k BEART HH HB EI Dou = 
Vies kVee， 将 第 天 级 决策 表示 为 De, HR (5.24) 被 应 用 于 每 个 级 时 ， 递 归 关 系 
变 为 
Dou =Dons = | [e+] m2- (D,-1) y —A2D,,,2| 773 
— (D3 -1) ys AD 3 (5. 25) 
=Din wny-+-™ — (D3-1) y3 -AzDos, 3 
这 种 模型 对 于 经 济 地 生成 用 于 误差 估计 和 故障 隔离 的 自 适应 滤波 算法 查找 表 是 
有 用 的 。 尽 管 在 估计 理论 中 ， 有 几 种 方法 可 用 于 估计 所 需 的 响应 Duu (t) ， 但 是 最 
速 下 降 法 (SDM) 算法 提供 每 次 迭代 的 最 小 操作 数 ， 并 且 给 出 无 偏 估计 ， 这 比 基 
于 Hessian 矩阵 的 算法 需要 更 少 的 存储 ， 比 如 Gauss - Newton, Levenberg - Mar- 
quardt 和 BFS 方法 。 如 图 5. 17 所 示 , 通过 在 迭代 时 间 i 将 不 同 的 输入 值 Pi 馈送 到 
每 个 级 ， 未 知 滤波 器 输出 所 需 的 响应 D ou (t) 变 为 
Dey (t) =D;,(t) x W (5. 26) 
AF, REW =[m, y, A AFRE ERE. 
通过 DLPM 测量 提取 的 统计 数据 和 片上 温度 信息 以 及 通过 EM 算法 计算 的 ML 
R, 提供 了 具有 初始 值 的 估计 (W') ”= [m', y, A']。 通 过 将 输入 信号 强制 为 每 个 
级 中 的 预定 义 值 ， 控 制 了 滤波 器 的 输入 并 获得 了 残 差 电压 。 所 需 输 出 被 数字 化 ， 
Di 从 后 端 A -D 转换 器 收集 ， 并 从 相应 的 标 称 值 中 减 去 ， 然 后 将 所 需 的 响应 提供 
给 过 滤器 进行 处 理 。 
基本 上 ， 基 于 预定 义 的 输入 和 当前 误差 估计 W = [m, y, 和 A] ， 最 快 下 降 算 法 
既 包 括 通 过 比较 估计 输出 D',(t) 与 期 望 响应 Dou(t) 得 到 的 估计 误差 e， 也 包括 根 
据 估 计 误 差 。 的 得 到 的 输入 权重 (W')"=[m', y, A'] 的 自动 调整 : 
W'(t+1) =W'(t) -wxD,,(t) xe(t) (5. 27) 
JOP AP W O+ 1) 的 缩放 因数 是 表示 为 的 步 长 参数 。 Di(t) 和 Di, (2) 
是 具有 2" 行 和 3 UA, HP n ARR, Ku 在 每 次 迭代 中 减少 ， 直 
到 输入 权重 减少 ， 即 直到 W'(t+1) <W'(1)。 估 计 误 差 。 是 所 需 响 应 与 实际 最 陡 下 
降 滤 波 器 输出 之 间 的 差 值 : 
e(t) =D’ ay (t) -Dou (t) (5. 28) 


172 低 功率 、 高 分 辨认 的 A-D 转换 器 





图 5.17 估计 方法 [408] 


并 上 且 基于 当前 对 权重 矢量 的 估计 ，W’, D'(t) 是 
D',(t) =D;,(t) x W'(i) (5. 29) 
在 每 次 迭代 中 ， 该 算法 需要 知道 最 近 的 值 D;,(t)、D。,(t) 和 W(t)。 在 适应 过 
程 中 ， 算 法 重复 多 次 来 有 效 地 平均 估计 ， 最 终 找 到 最 佳 估 计 权 重 W。 输入 Di 中 的 
暂时 残 差 电压 需要 在 每 个 迭代 时 间 后 更 新 ， 以 提高 准确 度 ， 这 可 以 通过 使 用 当前 误 
差 估计 W' 完 成 。 
重要 的 是 要 注意 ， 由 于 集成 电路 的 不 同 部 分 的 电路 的 不 均衡 利用 和 多 样 性 ， 
温度 可 以 从 一 个 裸 片 区 域 明显 变化 到 另 一 个 裸 片区 域 ,并且 裸 片 温度 的 这 些 波动 
会 影响 器 件 特性 ， 从 而 改变 集成 电路 的 性 能 。 此 外 ， 随 着 温度 波动 、 摊 杂 浓 度 的 
增加 和 增强 的 电场 容易 影响 器 件 参数 变化 的 变化 率 。 受 温度 波动 影响 的 器 件 参数 
是 载 流 子 迁 移 率 、 饱 和 速度 、 寄 生 漏 极 / 源 极 电 阻 和 阅 值 电压 、 阔 值 电 压 、 载 流 
子 迁 移 率 和 饱和 速度 的 绝对 值 随 着 温度 的 升 高 而 降低 。 载 流 子 迁移 率 的 降低 容易 
降低 由 MOSFET 产生 的 漏 极 电流 。 尽 管 饱 和 速度 和 迁移 率 都 具有 负 温 度 依赖 性 ， 
但 是 由 于 在 电场 中 ， 载 流 子 漂移 速度 随 着 温度 的 增加 而 增加 ， 所 以 饱和 速度 显示 
出 相对 较 弱 的 依赖 性 。 另 外 ， 随 着 晶体 管 电流 在 电源 电压 降低 时 变 高 ， 漏 极 / 源 
极 串 联 电阻 在 缩放 CMOS 技术 中 的 器 件 的 了 -了 特性 上 变 得 越 来 越 有 效 。 漏 极 / 源 
极 电阻 随 温 度 大 致 线性 增加 。 漏 极 / 源 极 电 阻 随 温 度 的 升 高 会 降低 漏 极 电流 。 由 
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于 栅 极 过 驱动 的 增加 ， 浆 值 电压 随 温度 的 降低 往往 会 增加 漏 极 电流 。 唱 体 管 电流 
的 有 效 变 化 由 温度 波动 时 主要 器 件 参数 的 变化 决定 。 平 均 来 说 ， 由 于 温度 变化 导 
致 的 阐 值 电压 的 变化 为 -4~2V/%C ， 这 取决 于 挫 杂 水 平 。 对 于 10Y 的 变化 , 将 
导致 与 90nm 技术 节点 通常 使 用 的 500mV 设计 参数 有 明显 差异 。 在 实际 的 系统 
中 ,温度 传感器 记录 任何 片上 温度 的 变化 ， 估 计算 法 用 遗忘 因数 更 新 W, 
时 间 t+1 的 估计 是 

W'(t4+1) =¢W'(t) + (1 -2) W(t+1) 


(5. 30) 
0<f<l 


式 中 ， 瑟 (t+1) 是 已 记录 的 温度 变化 之 前 的 估计 。 
算法 


初始 化 

-初始 化 输入 矢量 Di,(0) 

-强制 输入 并 收集 所 需 的 输出 Duu(0) 

=- 测量 和 设置 权重 W'(0) 的 初始 值 

-初始 化 最 陡 下 降 更 新 步 长 =1 
-初始 化 遗忘 因数 

数据 采集 

-从 DLPM 和 温度 传感器 收集 入 个 样本 

-从 A -D 转换 器 收集 入 个 样本 

更 新 参数 估计 

基于 当前 可 用 的 W(1) 更 新 输入 矢量 D;, (t+1) 
计算 误差 估计 W'(t) 

产生 输出 估计 D'oa lt) =Di,(t) x W' (2) 

计算 估计 误差 e(1) =D' y(t) -Doui t) 

计算 误差 估计 W'(t+1) =W'(t) -pxD;,(!t) xe(t) 
如 果 W'(t+1) >W'(t) 减 小 步 长 m 并 重复 步 又 5 
增加 迭代 指数 上 +， 并 重复 步骤 1 ~6 来 进行 最 佳 估计 
用 W, 表示 W' 的 最 终 值 

如 果 温 度 变化 ， 使 用 新 估计 W 更 新 W' 


SS eo MEE Oe o 


5.4 DIT 用 于 多 步 转换 器 的 完全 可 访问 性 


调制 解 调 器 片上 系统 (SoC) 集成 了 数字 模块 、 模 拟 模块 和 混合 模式 模块 ， 比 
如 同一 芯片 上 的 混合 信号 或 RF 模拟 信号 和 数字 信号 等 。 通 过 使 用 从 最 终 IC 块 的 
虚拟 库 描述 获得 的 第 三 方 核心 ， 这 种 集成 水 平 进一步 复杂 化 。 此 外 ， 核 心 的 品种 和 
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数量 及 其 性 质 类 型 ， 比 如 模拟 ， 使 单个 块 以 及 块 和 最 终 整个 系统 的 组 合 的 测试 阶段 
变 得 复杂 。 另 外 ， 完 全 指定 诸如 A - D 转换 器 之 类 的 混合 信和 号 电路 的 性 能 以 及 这 些 
电路 中 存在 模拟 信号 和 数字 信号 所 需 的 大 量 参数 ， 使 测试 成 本 高 昂 且 耗 时 。 在 多 步 
A-D 转换 器 中 ， 通 过 广泛 使 用 校正 和 校准 程序 可 获得 高 线性 。 为 这 种 A - D 转换 
器 提供 结构 性 DET 和 BIST 功能 是 复杂 的 ， 因 为 必须 考虑 校正 机 制 的 影响 。 必 须 考 
虑 两 级 转换 范围 之 间 的 重生 ， 否 则 可 能 存在 冲突 的 操作 情况 ， 可 以 掩盖 故障 或 给 出 
错误 的 误差 解释 。 此 外 ，DfT 必须 允许 多 步 A = D 转换 器 重新 配置 ， 使 得 所 有 子 块 
都 被 测试 其 全 部 输入 范围 ， 从 而 实现 全 功能 的 可 观察 性 和 可 控 性 [45'46] 。 必 须 将 
系统 分 成 子 块 以 访问 内 部 节点 ， 使 得 每 个 隔离 子 块 获得 适当 的 测试 激励 。 类 似 地 ， 
为 了 人 允许 模拟 结构 测试 83] ， 并 且 能 够 观察 各 个 核心 的 电流 (或 电压 ) 特征 ， 而 
不 是 观察 整个 模拟 SoC 的 电流 (或 电压 ) 签名 ， 各 个 核心 必须 能 够 打开 和 关闭 ， 
使 得 核心 直流 模拟 控制 器 和 /或 瞬 态 特性 可 以 隔离 地 测试 或 与 模拟 SoC 的 其 他 核心 
一 起 测试 。 

IEEE 1149. 1 标准 边界 扫描 已 经 成 功 地 并 人 数字 设计 ， 并 大 大 简化 了 先进 电子 
设备 的 测试 和 调试 。 类 似 地 ，IEEE 1149. 4 [253] 被 认为 是 用 于 数字 电路 的 1149. 1 边 
界 扫 描 的 混合 信号 对 应 物 ， 其 中 添加 了 用 于 支持 模拟 信号 的 新 引 脚 和 模拟 开关 。 
1149. 4 标准 规定 了 与 1149. 1 标准 相关 的 信号 引 脚 ， 并 且 符 合 数字 测试 接 人 端口 
(TAP) 和 边界 架构 。IEEE 1141. 4 标准 采用 两 个 模拟 测试 引 脚 : 一 个 用 来 应 用 测试 
信号 ; 另 一 个 将 响应 波形 传送 到 测量 设备 。 外 部 模拟 测试 总 线 在 测试 总 线 接口 电路 
的 控制 下 访问 内 部 总 线 。 测 试 总 线 接口 电路 允许 内 部 测试 总 线 线路 连接 到 任 一 个 或 
两 个 模拟 测试 引 脚 ， 当 内 部 测试 总 线 不 使 用 时 ， 隔 离 内 部 测试 总 线 ， 以 消除 不 必要 
的 噪声 干扰 ， 或 将 总 线 连接 到 两 个 控制 电压 之 一 。1149. 4 标准 的 主要 目标 是 执行 与 
传统 数字 边界 扫描 中 类 似 的 简单 的 芯片 到 芯片 互 连 测试 。 然 而 ， 它 也 可 以 用 于 执行 
内 部 模拟 电路 测试 [47] 。 

考虑 图 5. 18 所 示 的 三 步 /多 步 A - D 转换 器 的 情况 。 输 入 信号 通过 3 次 交 
织 SAH， 消除 了 在 每 个 量化 级 之 后 对 信号 重新 采样 的 需要 。S/H 分 解 并 缓冲 模 
拟 延迟 线 采样 信号 ， 然 后 将 其 馈送 到 3 个 A-D 转换 器 ， 即 粗略 (4 位 )、 中 
等 (4 位 ) 和 精细 (6 位 )。 粗 略 A - D 转换 器 的 量化 结果 用 于 下 一 个 时 钟 相 
位 中 等 量化 的 参考 。 所 选择 的 参考 与 两 个 偏 移 校准 的 双 残 差 放 大 器 中 保持 的 输 
入 信号 组 合 。 中 等 A - D 转换 器 对 这 些 中 残 差 放大 器 的 输出 信号 进行 量化 。 粗 
略 和 中 等 A -DD 转换 器 的 输出 被 组 合 以 便 为 精细 量化 选择 合适 的 参考 。 这 些 参 
考 与 两 个 也 是 偏 移 校准 的 双 残 差 放 大 器 中 的 采样 输入 信号 组 合 。 放 大 的 残 差 信 
号 被 添加 到 精细 A -D 转换 器 。 产 生 个 最 高 有 效 位 的 粗略 A -D 转换 器 中 的 
故障 影响 每 个 步骤 中 <。 位 传递 函数 的 步 长 。 中 等 A - D 转换 器 中 的 故障 影响 m 
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中 等 位 的 传递 函数 中 的 步 长， 并 在 所 有 < 位 重复 。 类 似 地 ， 精 细 A-D 转换 器 
中 的 故障 影响 /精细 位 传递 函数 中 的 步 长 ， 并 在 所 有 c+m 位 中 重复 。 另 一 方 
面 ， 第 一 个 子 D -A 转换 器 的 故障 影响 了 c +m 的 传递 函数 ,第 二 个 子 D-A 转 
换 器 中 的 故障 会 以 周期 的 方式 影响 c+m+f 位 的 传递 函数 。 
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图 5. 18 三 步 /多 步 A -D Peas AM he tl BRE 


因此 ， 多 步 A -DD 转换 器 调试 的 关键 是 从 传递 函数 中 选择 和 分 离 故 障 信息 。 
为 了 对 A -D 转换 器 的 模拟 性 能 进行 高 速 测试 和 调试 ， 不 仅 必 须 在 器 件 引 脚 上 具 
有 所 有 12 个 数字 输出 和 2 个 超出 范围 的 信号 ， 而 且 能 够 对 煤 机 进行 调试 ， 粗 略 、 
中 等 和 精细 A - D 转换 器 的 输出 信号 也 需要 观察 。 从 第 一 级 开始 顺序 执行 每 个 级 
的 调试 。 每 级 都 以 较 低 的 速度 单独 测试 ， 可 以 使 用 标准 工业 模拟 波形 发 生 器 。 为 
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了 进行 相干 测试 ，A - D 转换 器 的 时 钟 信号 必须 始终 由 测试 仪 完全 控制 。 一 起 添 
加 所 有 这 些 请 求 将 需要 14 位 宽 的 输出 测试 总 线 。 测 试 总 线 的 连接 不 仅 限于 模拟 
部 分 的 测试 。 对 于 数字 测试 ， 测 试 总 线 也 用 于 从 扫描 链 中 携带 数字 数据 。 如 图 
5.18 所 示 ， 测 试 壳 包 含 所 有 功能 控制 逻辑 、 数 字 测 试 总 线 、 测 试 控制 块 (TCB) 
和 用 于 数字 连接 到 其 他 IP /核心 的 CTAG 隔离 链 。 此 外 ， 也 可 以 使 用 为 模拟 电路 
部 分 创建 某 些 控制 信号 所 必需 的 逻辑 ， 对 于 扫描 链 ， 由 测试 控制 块 控制 的 旁 路 机 
制 也 是 可 用 的 。 

在 粗略 A -D 转换 器 中 ， 通 过 改变 传递 函数 中 的 步 长 ， 转 换 器 内 部 模拟 组 件 的 
故障 会 导致 粗略 A - D 转换 器 的 传递 函数 偏离 理想 情况 。 超 出 规格 的 电阻 值 、 比 较 
器 偏 移 和 比较 器 偏 置 电流 故障 导致 了 不 同 的 模式 。 峰 值 数量 和 峰值 数据 的 位 置 识别 
故障 类 型 和 故障 位 置 。 由 于 没有 从 中 等 和 精细 A - D 转换 器 到 粗略 结果 值 的 反馈 ， 
所 以 不 需要 将 这 两 个 A -D 转换 器 设置 为 固定 值 来 测试 粗略 A - D 转换 器 。 校 准 
D - A 转换 器 设置 不 会 在 粗略 A - D 转换 器 结果 中 显示 ， 然 而 校准 系统 应 该 保持 有 
效 。 不 允许 随机 校准 周期 来 防止 测试 结果 的 干扰 。 由 于 A -DD 转换 器 范围 的 重 公 ， 
中 等 A -D 转换 器 的 响应 不 能 直接 使 用 正常 的 A - D 转换 器 输出 数据 进行 测试 。 然 
而 ， 通 过 使 用 该 块 的 扫描 链 设置 粗略 的 外 部 输出 信号 ， 已 知 的 值 被 分 配给 中 等 开 
关 。 残 差 信号 现在 用 于 通过 测试 总 线 观察 中 等 A -DD 转换 器 输出 位 来 分 别 验证 中 等 
A -了 D 转换 器 。 中 等 A - D 转换 器 中 的 故障 影响 m 中 等 位 的 传递 函数 中 的 步 长 ， 并 
在 所 有 ec 位 重复 。 

对 于 中 等 A -D 转换 器 测试 ， 需 要 对 校准 所 需 的 斩 波 器 信号 进行 处 理 。 完 成 中 
等 A -DD 转换 器 测试 后 ， 必 须 通过 将 斩 波 器 输入 设置 为 两 个 预定 义 条 件 来 对 斩 波 信 
号 进行 验证 ， 并 分 析 中 等 A - D 转换 器 数据 以 验证 偏 移 。 由 于 校准 D - A 转换 器 设 
置 会 在 中 等 A 一 D 转换 器 结果 中 显示 ， 所 以 D - A 转换 器 设置 为 已 知 值 ， 以 防止 中 
等 A -D 转换 器 测试 结果 的 干扰 。 

与 中 等 A - D 转换 器 类 似 ， 由 于 A - D RRMA, HANA -D 转换 器 
不 能 直接 监控 。 通 过 粗略 外 部 和 梯形 中 可 用 的 扫描 链 ， 控 制 信号 被 添加 到 中 等 和 精 
细 开 关 。 当 A - D 转换 器 在 正常 应 用 模式 下 工作 时 ， 提 取 预 定义 的 输入 信号 ， 并 具 
有 正常 输入 信和 号。 在 某 一 时 刻 ， 扫 描 链 被 设置 为 保持 模式 以 获取 请 求 的 值 。 现 在 ， 
通过 预定 义 的 输入 信号 导出 的 残 差 信号 可 以 评估 精细 A -DD 转换 器 性 能 。 对 于 精细 
A -D 转换 器 测试 ， 斩 波 信号 需要 有 效 。 为 了 验证 偏 移 ， 遵 循 与 中 等 A - D 转换 器 
类 似 的 过 程 。 必 须知 道 校准 D - A 转换 器 设置 为 已 知 值 ， 以 防止 测试 结果 的 干扰 。 
所 有 3 个 测试 的 数字 控制 块 要 正常 工作 ， 来 提供 时 钟 脉 冲 和 斩 波 信号 ， 并 将 校准 
D - A 转换 器 设置 在 已 知 状态 。 
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5.4.1 测试 控制 块 


为 了 控制 A -D 转换 器 内 的 可 测试 性 ， 实 现 了 如 图 5. 19a 所 示 的 符合 CTAG 
标准 的 测试 控制 块 。 所 有 测试 控制 块 部 分 由 移 位 寄存 器 和 映像 (或 更 新 ) 寄存 
器 组 成 。 移 位 寄存 器 用 标准 D 型 触发 器 实现 ， 而 映像 寄存 器 包括 异步 复位 功能 ， 
默认 情况 下 ， 它 将 在 器 件 功 能 模式 下 处 于 活动 状态 。 控 制 复 位 必须 直接 来 自 IC 
引 脚 ， 因 此 需要 专用 引 脚 。 存 在 几 个 控制 信号 : (Dtcb_enable， 它 是 测试 控制 块 
的 异步 复位 ， 并 直接 控制 映像 寄存 器 ; (®teb_tdi， 测 试 控制 块 的 移 位 寄存 器 部 分 
的 输入 ， 用 于 加 载 所 需 的 测试 模式 数据 ; @tcb_tck， 移 位 寄存 器 的 时 钟 ; @tcb_ 
update， 连 接 到 更 新 寄存 器 上 的 时 钟 端口 ， 并 用 于 将 移 位 寄存 器 的 内 容 传送 到 更 
新 寄存 器 ; (tcb_hold， 用 于 禁止 移 位 寄存 器 的 移 位 功能 ; Otcb_ tc， 其 切换 se 
以 控制 正常 和 移 位 模式 ; (tcb_tdo， 测 试 控制 块 的 数据 输出 ， 可 以 连接 到 先前 
TCB 块 的 tcb_tdi 或 直接 连接 到 IC 引 脚 ; @q_norm [xx] ， 作 为 测试 控制 块 的 输 
出 信号 。 可 以 从 任何 (测试 ) 模式 切换 到 任何 其 他 (测试 ) 模式 ， 而 无 需 经 历 
测试 控制 块 复位 状态 。 
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图 5.19 a) TCB 实施 b) TCB 片 确定 逻辑 


每 个 TCB 移 位 寄存 器 都 有 一 个 TCB 映像 寄存 器 ， 它 在 信号 tcb_update 处 并 
行 加 载 。 所 有 TCB 移 位 寄存 器 触发 器 在 tcb_tck 的 上 升 沿 改变 状态 。 为 了 提供 
TCB 块 的 输出 ，tcb_tek 下 降 沿 上 的 反 偏 移 触 发 器 被 添加 到 最 后 一 个 TCB 移 位 寄 
存 器 。 所 有 静态 测试 控制 信号 由 teb_enable ( 低 电 平 有 效 ) 异步 复位 。TCB 切换 
模式 由 tcb_hold 信号 控制 ， 该 信号 在 切换 模式 和 保持 模式 之 间 切 换 。 当 tcb_hold 
设置 为 数字 信号 时 ， 寄 存 器 保持 其 当前 状态 。 当 tcb_hold 设置 为 0 时 ， 寄 存 器 处 
于 移 位 模式 ， 数 据 时 钟 在 tcb_clk 的 上 升 沿 。A - D 转换 器 测试 控制 块 总 共 包 含 
215 位 ， 分 为 211 个 正常 片 和 3 个 与 teb_tc 选 通 的 片 。se 片 是 一 种 特殊 的 片 ， 具 
有 运输 模式 。 映 像 触 发 器 之 后 的 逻辑 决定 了 片 的 类 型 。 测 试 控制 块 片 确 定 逻 辑 的 
部 分 如 图 5. 19b 所 示 。 
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5.4.2 ”模拟 测试 控制 块 


尽管 层次 上 没有 放置 在 测试 过 中 ， 但 模拟 顶部 块 中 的 两 个 子 测试 控制 块 将 被 视 
为 CTAG TCB 的 一 部 分 。 由 于 必须 对 A -D 转换 器 的 单独 核心 进行 验证 ， 因 此 必须 
在 测试 过 程 中 固定 电路 ， 以 使 所 有 核心 在 其 全 部 输入 范围 内 进行 测试 。 在 模拟 部 
分 ， 有 7 个 扫描 链 ， 其 中 3 个 需要 特别 注意 。 要 将 独立 核心 的 输入 设置 为 所 需 值 ， 
则 在 开关 梯形 电路 中 可 以 使 用 链 路 。 因 此 ， 对 于 中 等 A -DD 转换 器 测量 ,需要 固定 
粗略 A =D 转换 器 值 ， 因 为 它们 确定 中 等 A - D 转换 器 参考 ， 并 且 用 于 精细 A -D 
转换 器 的 测试 ， 粗 略 和 中 等 A - D 转换 器 必须 预先 确定 。 然 后 将 各 个 核心 的 响应 传 
送 到 测试 总 线 。 子 D - A 转换 器 设置 由 数据 串 行 移 位 通过 扫描 链 进行 控制 ， 扫 描 链 
连接 所 有 子 D - A 转换 器 寄存 器 ， 如 图 5. 20 所 示 。 为 了 在 定时 中 产生 额外 的 余 量 ， 
信号 被 移动 了 半 个 周期 ， 这 在 应 用 模式 下 转换 为 负 时 钟 信号 。 为 了 避免 在 较 大 的 系 
统 中 将 链 路 集成 在 更 长 链 路 中 可 能 出 现 的 问题 ， 可 以 随意 切换 时 钟 控制 信号 clk- 
swld 的 极 性 。 这 通过 hold_clk_fine 信号 来 实现 ， 其 实际 上 是 如 图 5. 20b 所 示 的 clk_ 
fine_off 信号 (产生 了 “0” 信 号 )。 

请 注意 ，clkswld 无 法 在 时 钟 块 中 关闭 。 在 时 钟 门 ， 扫 描 启 动 信号 使 得 可 以 在 
链 路 中 或 通过 链 路 移动 新 值 ， 即 使 固定 信号 被 意外 设置 ， 也 不 需要 重新 编程 测试 控 
制 块 。 应 用 模式 所 需 的 反 转 是 在 交换 梯形 逻辑 中 本 地 完成 的 ， 后面 是 128 个 触发 器 
和 1 个 反 偏 移 元 素 所 需 的 本 地 时 钟 树 。 可 以 在 正常 模式 下 冻结 子 D - A 转换 器 寄存 
器 的 内 容 ， 并 通过 扫描 链 移出 数据 以 获取 当前 的 次 D - A 转换 器 设置 。 每 个 子 D - 
A 转换 器 需要 一 个 测试 控制 位 来 调整 〈 增 加 ) 参考 电流 ， 以 获得 A -DD 转换 器 输入 
范围 的 子 D - A 转换 器 输出 范围 的 最 佳 拟 合 。 在 切 开关 梯形 控制 逻辑 中 的 链 路 旁 
边 ， 可 用 的 第 二 个 链 路 在 粗略 和 中 等 外 部 块 中 ， 其 包括 使 用 三 态 逆 变 器 并 以 模拟 方 
式 实现 的 测试 点 ， 如 图 5. 21 所 示 。 在 正常 应 用 中 ， 这 些 测 试点 不 具有 功能 ， 并 且 
这 些 触 发 器 的 时 钟 被 关闭 。 在 扫描 测试 期 间 ， 当 测试 点 的 时 钟 运行 时 ， 应 用 程序 值 
被 采样 。 

如 4.2 节 所 述 ， 通 过 以 各 个 方式 打开 /关闭 核心 偏 置 网 络 ， 第 三 个 扫描 链 会 有 
助 于 个 核心 的 电源 电流 读数 [2 $1。 通过 将 开关 置 于 核心 偏 置 电路 的 接地 节点 处 ， 而 
不 是 模拟 核心 本 身 的 接地 节点 ， 由 导 通 电阻 引起 的 电压 下 降 而 导致 的 对 核心 的 偏 置 
点 的 影响 是 有 限 的 。 为 了 确保 核心 完全 关闭 ， 比 如 它 没 有 浮动 节点 ， 本 地 断 电 和 本 
地 时 钟 信号 要 可 用 。 

由 于 输出 寄存 器 中 的 故障 会 掩盖 其 他 故障 ， 因 此 先 对 A -D 转换 器 进行 数字 故 
障 分 析 。 所 有 或 部 分 是 数字 故障 的 案例 被 认为 是 数字 故障 ， 因 为 数字 输出 电路 中 的 
故障 屏蔽 限制 了 调试 模拟 组 件 故障 的 能 力 。 故 障 调试 分 别针 对 数字 和 模拟 组 件 中 的 
故障 进行 。 如 果 数 字 电路 无 故障 ， 则 将 5. 3 节 所 述 的 模拟 组 件 故 障 调试 技术 应 用 于 
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图 5.20 a) 时 钟 外 壳 
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器 中 的 另 一 个 数字 部 分 是 嵌入 在 A - D 转换 器 级 中 的 编码 器 。 在 编码 器 设计 是 由 锁 


存 器 或 触发 器 电路 、 电 平 检测 电路 
和 NOR 逻辑 编码 器 组 成 的 简单 编码 
器 的 情况 下 ， 可 以 使 用 来 自 相 应 级 
的 功能 测试 数据 来 验证 编码 器 。 可 
以 推断 ， 如 果 包 含 简 单 编码 器 的 子 
A -D 转 换 器 级 的 线性 没有 显示 任何 
丢失 的 编码 误差 ， 则 编码 器 无 故障 。 
对 于 具有 非 简 单 编码 器 的 A-D 转 
换 器 , 子 A -DD 转换 器 级 的 比较 器 
输出 端的 触发 器 被 转换 为 扫描 链 。 
然后 将 数字 测试 和 调试 矢量 通过 该 
扫描 链 串 行 应 用 于 编码 器 。 
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图 5.21 粗略 外 部 块 的 测试 点 结构 
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图 5. 22 ”具有 艇 人 式 测 试 实现 的 CTAG 隔离 


5.5 时 间 交 织 系 统 的 调试 


实现 片上 系统 (SoC) 需要 将 A 


-DD 转换 器 租 入 到 大 型 数字 IC 上 。 为 了 实现 最 
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低 的 成 本 ，SoC 必须 在 最 先进 的 CMOS 技术 中 实现 ， 并 且 必 须 具 有 面积 和 功率 有 效 
性 ， 并 达到 所 需 精 度 的 需要 。 深 亚 微米 CMOS 技术 的 特征 尺寸 和 电源 电压 迅速 下 降 
增加 了 转换 器 要 求 的 压力 。 多 步 A - D 转换 器 架构 如 第 3 章 所 述 ， 人 允许 设计 一 种 具 
有 较 少 延迟 和 较 少数 字 逻 辑 的 高 速 、 高 效 转 换 器 ， 即 流水 线 式 A - D 转换 器 。 在 这 
种 系统 中 ， 微 分 输入 信号 用 时 间 交 织 S/ 互 电路 进行 采样 。 在 一 个 时 间 间 隔 系统 中 ， 
采样 过 程 被 划分 为 4S S/H 单元 。 输 入 信号 连接 到 所 有 单元 ，N 个 不 同 的 S/H 单 
元 对 输入 信号 进行 顺序 采样 。 这 意味 着 每 个 单元 具有 完成 采样 过 程 的 时 间 NT,， 而 
总 采样 间隔 为 7,。 来 自 S/H 单元 的 输出 信号 被 多 路 复合 在 一 起 之 前 ， 在 转换 级 中 
被 进一步 量化 ， 以 形成 具有 采样 间隔 T, 的 一 个 输出 数字 信和 号。 为 了 实现 顺序 采样 ， 
时 钟 信号 通过 iT, 延迟 到 第 i 个 S/H 单元 。 然 而 ，S/H 电路 必须 足够 快 以 跟踪 高 频 
输入 信号 。 这 是 可 以 在 时 间 交 织 系 统 中 使 用 的 S/H 单元 的 数量 的 一 个 限制 。 如 
3.3.2 WHPR, 虽然 时 间 交 织 原理 提供 了 高 速 和 低 功 耗 解决 方案 , 但 由 于 制造 工 
艺 ， 其 实现 在 间隔 单元 之 间 引 入 了 几 个 静态 和 动态 不 匹配 误差 ( 偏 移 、 增 益 、 带 
宽 和 时 间 [233 -36] ) ， 这 限制 了 系统 性 能 。 偏 移 不 匹配 会 导致 S/H 中 的 固定 模式 品 
声 。 它 来 自 S/H 单元 上 的 运算 放大 器 偏 移 不 匹配 和 电荷 注入 不 匹配 ， 并 导致 每 个 
S/H 单元 中 的 恒定 振幅 偏 移 。 对 于 直流 输入 ， 每 个 采样 和 保持 单元 可 能 产生 不 同 的 
输出 ， 该 误差 信号 的 周期 为 W/ 大 。 由 于 时 钟 偏 移 、 时 钟 抖动 、 相 位 噪声 或 与 输入 
信号 的 时 钟 交织 耦合 引起 的 时 间 不 匹配 ， 不 同 S/H 单元 之 间 的 时 钟 延迟 时 间 不 相 
等 。 结 果 ， 输 入 信号 将 被 周期 性 地 但 不 均匀 地 采样 。 时 间 不 匹配 误差 导致 系统 中 的 
频率 相关 噪声 ， 其 在 WA 周期 的 过 零点 处 是 最 大 的 ， 并 且 被 输入 频率 刻 调 制 。 类 
似 地 ， 如 果 每 个 S/H 单元 的 增益 不 同 ， 则 基本 误差 以 WA 的 周期 产生 ， 但 是 误差 
的 振幅 被 输入 频率 所 ,调制 。 在 两 种 情况 下 ， 噪 声 谱 峰 值 位 于 /AN tf, S/H 单元 内 
部 电容 、 跨 导 、 保 持 电容 以 及 后 续 级 的 输入 电容 和 反 冲 噪声 的 随机 变化 ， 会 不 同 地 
降低 输出 稳定 性 能 和 电路 增益 带宽 乘积 。 该 误差 发 生 在 WA 的 周期 ， 但 是 频率 和 
振幅 依赖 的 误差 大 小 由 输入 频率 ,调制 。 

人 们 已 经 提出 了 用 于 估计 时 间 交 织 系 统 中 静态 和 动态 不 匹配 效应 的 各 种 方 
7595.96.48 -43] 。 在 文献 [418] FP, DSL 调制 解 调 器 中 多 音信 号 的 知识 用 于 估计 
偏 移 和 时 间 误 差 。 在 文献 [95，96, 419] 中 ， 伪 随机 信号 用 于 偏 移 和 增益 误差 的 
背景 校准 。 在 文献 [133，135] 中 讨论 了 时 间 交 织 系 统 中 的 失真 ， 具有 用 于 用 正 
弦 输 入 信号 估计 和 插值 时 间 误 差 的 算法 。 在 文献 [420] 中 ， 提 出 了 一 种 高 效 插值 
算法 ， 用 和 斜坡 输入 信号 估计 时 间 误 差 。 在 文献 [421] 中 ， 提 出 了 盲 时 间 误差 估计 
方法 。 在 文献 [422] 中 ， 提 出 了 时 间 、 增 益 和 偏 移 不 匹配 误差 的 盲 均衡 方法 ， 并 
假设 只 有 输入 信号 被 限制 到 奈奈 斯 特 频 率 。 在 文献 [423] H, FIAT RARER 
统 带 宽 不 匹配 的 盲 估计 方法 ， 并 且 导 出 了 其 影响 的 公式 。 

在 文献 [422] 之 后 ， 没 有 时 间 误 差 的 标 称 采 样 间隔 被 表示 为 7,。 采 样 频 率 表 
示 为 f=1/T,， 采样 角 频 率 表示 为 ws =20f,. N 表示 时 间 交 织 和 矩阵 中 SXH 单元 的 数 
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E, 这 意味 着 每 个 S/H 单元 的 采样 间隔 为 NT.。 时间 、 偏 稀 、 带 宽 和 增益 误差 分 别 
RRA AY. AD; ARAN AR, i=0, =, N-11, RERS A= [Ab An] 用 于 
表示 所 有 的 时 间 误 差 。 偏 移 、 带 宽 和 增益 误差 被 相似 地 表示 。 假 设 除 了 4 种 类 型 的 
不 匹配 误差 之 外 ，S/H 单元 中 没有 其 他 误差 。 类似 地 ，x(t) 是 模拟 输入 信号 ， 
yiLk] 是 来 自 和 个 S/H 单元 的 输出 子 序列 ， 并 使 用 时 间 误 差 进 行 采样 : 
yilk] = (1 +A2) (1 +AP)x( (kN+i)T, + AQ) +49; (5.31) 
以 奈 奎 斯 特 速 率 对 x(t) BEATIN RAE IK F x(t) 的 所 有 信息 的 样本 x(t = 
n7.)。 如 果 输 入 信号 被 限制 到 奈奈 斯 特 频 率 ， 并 且 误 差 参 数 是 已 知 的 ， 则 可 以 从 不 
规则 样本 中 完美 地 重建 输入 信号 “和 1。 通过 从 相应 子 序列 中 减 去 偏 移 误差 参数 来 消 
除 振幅 偏 移 误差 。 类 似 地 ， 通 过 将 子 序列 除 以 相应 的 S/H 增益 ， 可 以 在 去 除 偏 移 误 
差 之 后 去 除 增益 误差 。 最 后 去 除 带宽 误差 。 重 建 输出 信号 z; 可 以 表示 为 
z(a [k] =y;[k] -4% = (1 +49) (1 +.A9,)x( (AN +i) T, +49) 
264% AD [k] = 264) [k]/(1 +A%) = (1 +A% )ax( (AN +i)T, +42) (5.32) 
zh Api ABT fe] = 2640 as) Pk] /(1 +A) =x( (EN +i) T, +A2) 
在 文献 [425] 中 ， 开 发 了 人 允许 完美 重建 的 任意 采样 方法 的 最 小 采样 率 。 在 文 
mM [426] 中 已 经 表明 ， 只 有 特殊 情况 下 的 带 通信 号 可 以 从 其 均匀 样本 以 2 倍 带宽 
的 最 小 速率 完美 地 重建 ， 而 文献 [427] 的 一 种 重建 方案 可 以 准确 恢复 任何 带 通信 
号 。 在 文献 [428] 和 文献 [429] 中 ， 提 出 了 文献 [429] 中 被 称 为 通用 的 盲 多 陪 
集 采 样 策略 。 多 陪 集 采 样 是 均匀 采样 的 某 些 样本 的 选择 。 均匀 网 格 分 为 上 个 连续 样 
本 的 块 。 KEA p 的 常数 集合 C 描述 了 保留 在 每 个 块 中 的 p 个 样本 的 索引 ， 而 其 余 
的 零 被 清除 。 BAC ={c;| -1 被 称 为 采样 模式 ， 其 中 0<cl <c <…<ce,<L-1。 对 
于 1<i<p, 将 第 i 个 采样 序列 定义 为 
t a(t=nT,) n=mL +c; 5:33) 
fs | 0 其 他 3 
采样 阶段 由 具有 周期 为 1/(L7T., ) 的 p 个 均匀 采样 序列 来 实现 ， 其 中 第 i 个 采样 
序列 被 来 自 原点 的 T, 移 位 。 因此 ， 多 陪 集 系统 由 参数 L、p 和 采样 模式 C 独特 地 
表征 。 直 接 计算 表明 [49] : 
L-1 
z9 (e277) = IrL (PAs oa 
Yf e Fo = (0, Ș) 1 <i <p (5.34) 
RP, Zul) E ralnn ARRA F 的 离散 时 间 侍 里 叶 变 换 ( DTFT) 。 
为 了 本 书 的 目的 ， 以 矩阵 的 形式 表示 以 前 的 方程 式 是 方便 的 : 
y(f) =Ax(f), Whe Fy (5.35) 
AF, yf) BA iPCREZ,(eP™ WK p 的 矢量 ， 并 且 对 于 每 个 f， 矢 量 *(J 
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包含 工 个 未 知 数 。 
二 的 = 0RiELET7ER (5. 36) 
矩阵 4 取决 于 参数 L、p 和 集合 C， 但 不 依赖 于 x(t) ， 并 由 下 式 定义 : 
Ai, =e ie (5. 37) 
利用 反 时 离散 伟 里 叶 变换 ITDFT) ， 可 以 推导 出 时 间 误差 重建 信和 号， 
zA) [k] =ITDFT(Z(40 (epa7,)) (5. 38) 


通常 用 于 损失 函数 的 估计 器 的 质量 标准 是 均 方 误差 准则 ， 主 要 是 因为 它 代表 误 
差 信 号 中 的 能 量 ， 易 于 区 分 并 提供 分 配 权重 的 可 能 性 ( 见 5.3 节 )。 


L-1 i-l 
wera.) = F I(E GD? GAD) (5.39) 
=1 j=0 LG 
类 似 地 ， 为 了 估计 偏 移 误差 ， 假设 来 自 每 个 S/H 单元 的 输出 平均 值 对 应 于 相 
应 的 偏 移 误 差 。 另 外 ， 除 了 偏 移 误差 之 外 ， 还 假设 S/H 单元 中 没有 其 他 误差 。 为 了 
估计 增益 误差 ， 假 设 增益 误差 仅 在 电路 中 存在 。 


算法 

初始 化 

-为 每 次 迭代 选择 一 个 批量 大 小 M 

一 初始 化 最 陡 下 降 更 新 六 =1 

-初始 化 参数 估计 Au@) =0, A; =0, A; =0, A, =0,i=0,---,N-1 
=- 初始 化 遗忘 因数 

数据 采集 

-从 DUT RE M 个 样本 

更 新 参数 估计 

根据 式 (5.35) 和 式 (5.41) 计算 重建 信号 

计算 损失 函数 VW,(A。) .VW,(A,) VW, (As) VW, (A, ) 的 梯度 
更 新 参数 估计 4G+0D =a —pxrW(A" ) 

GRAS? >A(， 减 小 步 长 /并 重复 步骤 3 

增加 迭代 指数 i， 并 重复 步骤 1 ~4 进行 最 佳 估计 

at AC? >A" RIR A," 的 最 终 值 

如 果 条 件 变化 ， 则 更 新 具有 新 估计 As“*+ hy Apt) 





Sw RT NS 


增益 误差 的 测量 是 与 S/H 单元 相应 增益 对 应 的 每 个 S/H 单元 输出 的 方差 。 同 
样 地 ， 为 了 估计 带宽 误差 ,假设 带宽 误差 仅 存 在 于 电路 中 。 带宽 误差 的 测量 是 来 自 
与 S/H 单元 相应 增益 带宽 积 对 应 的 每 个 S/H 单元 增益 带宽 乘积 的 方差 。 请 注意 ， 
4bi 是 输入 频率 以 及 带宽 的 函数 。 男 外 ， 由 于 带宽 不 匹配 引起 的 相位 变化 是 输入 频 
率 的 非 线性 函数 ， 而 由 于 时 间 偏 移 引 起 的 相位 不 匹配 是 其 线性 函数 。 偏 移 、 增 益 和 
带宽 损耗 函数 可 以 定义 为 
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WD(A) = S5 (tF (240) [k])? - (240 [有 
d $ i=1 j=0 Le i 3 
L-1 i-i M 
WOA) = Z X (TE GHD- iAP LHD) o 5.40) 
L-1 i-l M 
WEO (Ay) = 2 ， r (FE GH [A]? ~ (af J) 


> 
MI 
一 


i=l j= 
损失 函数 的 最 小 化 参数 给 出 了 不 匹配 误差 估计 。 然而 ， 不 匹配 误差 可 能 会 随 着 
温度 和 老化 而 变化 缓慢 ， 所 以 必须 用 新 的 数据 自 适应 地 更 新 参数 估计 。 由 于 最 小 化 
参数 不 能 被 分 析 计 算 ， 所 以 采用 数值 最 小 化 算法 。 
虽然 在 估计 理论 中 有 几 种 方法 可 用 于 估计 所 需 的 响应 ， 但 梯度 搜索 方法 [4390] 可 
以 提供 每 次 迭代 的 最 小 数量 的 运算 ,并且 不 需要 相关 函数 计算 。 本 质 上 ， 该 算法 通 
过 将 估计 的 输出 与 所 需 响 应 进行 比较 ， 并 根据 估计 误差 自动 调整 输入 权重 来 产生 估 
计 误 差 : 
ASD SA -VB(AGO ) (5.41) 
AF a AS 的 缩放 因数 是 由 凡 4 表示 的 步 长 参数 ， 步 长 大 小 在 每 次 迭 
代 中 减少 ， 直 到 输入 权重 减少 ， 即 直到 A+ <A, WR ERA ABE, ini 
度 ， 估 计算 法 用 遗忘 因数 上 更 新 4A4G+0 1431 ， 新 估计 为 
人 AG+1) = fA + (1 -£) Aye) 
0<f<1 (5.42) 
Hp, AUT? 是 已 记录 温度 变化 之 前 的 估计 。 


5.6 ”前景 校 准 


如 第 3 章 所 述 ， 实 际 的 转换 器 可 能 会 出 现 与 采样 、 保 持 和 量化 的 理想 操作 的 偏 
差 。 如 前 面 所 述 的 调试 技术 ， 可 以 评估 转换 器 的 真实 输出 是 否 在 理想 输出 的 容许 仿 
差 之 内 。 以 这 种 方式 获得 的 信息 可 以 重新 用 于 补充 电路 校准 。 已 经 提出 了 各 种 各 样 
的 校准 技术 来 最 小 化 或 校正 导致 A - D 转换 器 中 不 连续 性 的 级 传递 函 
glaa 9S,96,117,203-21] 。 每 个 步骤 的 不 匹配 和 误差 可 以 被 平均 化 ， 或 者 可 以 测量 和 校 
正 其 振幅 。 模 拟 校准 方法 在 本 书 中 包括 在 模拟 电路 中 对 分 量 值 进行 调整 或 补偿 的 技 
术 ， 而 校正 系数 的 计算 和 存储 可 以 是 数字 的 。 数 字 方 法 已 经 越 来 越 受 欢 迎 ， 主 要 是 
因为 增加 的 计算 能 力 、 良 好 的 预定 义 精度 和 灵活 性 。 

除了 对 误差 平均 、 模 拟 和 数字 校准 方法 进行 分 类 之 外 ,根据 正常 操作 是 否 中 
断 ， 这 些 技术 可 以 分 为 前 景 和 背景 方法 。 如 图 5.23a 所 示 ， 前 景 校准 要 求 将 A -D 
转换 器 中 断 ， 使 已 知 的 输入 序列 可 以 应 用 于 A -D 转换 器 ， 其 中 通过 将 A -D 转换 
器 的 输出 与 在 理想 条 件 下 预期 的 A - D 转换 器 输出 比较 ， 可 以 量化 和 纠正 缺失 码 的 
影响 。 图 5. 23a 中 用 虚线 绘制 的 理想 A - D 转换 器 没有 物理 实现 ， 数 字 输 出 是 已 知 
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的 ， 因 为 校准 输入 是 已 知 的 。 在 前 景 方案 中 ， 可 以 在 少数 时 钟 周期 内 实现 校准 ， 因 
为 误差 信号 与 造成 缺失 码 的 误差 源 高 度 相关 。 然 而 每 当 执 行 校准 时 ，A - D 转换 器 
必须 脱 机 ， 这 在 某 些 应 用 中 可 能 是 不 可 能 的 。 


A-D 转 换 器 校准 





BMA D | 


理想 A-D 转 换 器 
a) 


A-D 转 换 器 校准 





伪 噪 声 序列 Di 
理想 A-D 转 换 器 


b) 


图 5.23 原理 
a) 前 景 校准 b) 背景 校准 


男 一 方面 是 图 5. 23b 所 示 的 背景 校准 ， 如 3. 5.2 节 中 突出 描述 的 连续 测量 和 删 
除 遗 漏 的 编码 。 与 前 景 校准 类 似 ， 背景 校 准 技术 中 的 理想 A -DD 转换 器 没有 物理 实 
现 ; 数字 输出 是 已 知 的 ， 因 为 伪 噪 声 序列 已 知 。 通 常 ， 通 过 添加 硬件 或 软件 来 执行 
校准 系数 测量 ， 应 用 与 前 景 方法 相同 的 算法 来 开发 背景 校准 技术 ， 但 是 许多 算法 最 
初 用 于 背景 操作 。 在 统计 方案 中 ， 校 准 阶段 的 输入 由 已 知 的 伪 随 机 序列 有 效 地 调 
制 ， 其 中 通过 将 A -D 转换 器 的 数字 输出 与 已 知 的 伪 随 机 序列 相关 联 ， 可 以 确定 丢 
失 编 码 的 影响 。 实 质 上 ， 在 A -D 转换 之 前 ,输入 信号 与 + 1 和 -1 的 伪 二 进 制 随 
机 序列 相 乘 。 然 后 数字 输出 信和 号 以 相同 的 序列 相 乘 ， 来 重建 信号 。 为 了 避免 明显 改 
变 A-D 转换 器 输出 频谱 ， 伪 噪声 序列 通常 被 做 得 非常 长 ， 以 避免 与 模拟 输入 的 相 
关 性 以 及 较 小 的 振幅 ， 这 使 得 表现 为 附加 白 噪 声 的 伪 随 机 序列 输出 源 仅 消耗 动态 范 
围 的 一 小 部 分 。 

一 般 来 说 ， 前 景 和 背景 校准 技术 的 最 大 采样 率 和 可 达到 的 分 辩 率 是 相同 的 ， 而 
后 一 种 方法 最 终 需 要 更 复杂 的 实现 ， 需 要 宛 余 硬 件 或 过 多 的 数字 信和 号 处 理 。 然 而 ， 
使 用 背景 校准 方案 ， 由 于 补偿 值 的 调整 一 次 为 1， 因此 在 达到 最 终 值 之 前 需要 大 
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量 的 时 钟 周期 。 在 使 用 背景 统计 技术 的 A -D 转换 器 中 ， 长 校准 时 间 可 能 导致 过 多 
的 测试 时 间 ， 从 而 限制 了 IC 的 生产 量 ， 从 而 降低 了 收入 。 比 如 ， 如 果 具 有 四 百 万 
个 校准 周期 ， 即 使 具有 40 MS/s 的 相当 高 的 采样 率 ， 至 少 需 要 100 ms KWH A -D 
转换 器 。 对 于 更 高 分 辨 率 和 /或 较 低 速度 的 A -D 转换 器 , 测试 时 间 可 能 高 
得 多 [411 。 

不 同 于 模拟 校准 技术 ， 其 中 组 件 被 测量 ， 然 后 校正 到 它们 匹配 ， 在 前 景 数字 校 
准 技术 中 ,组件 比 率 被 测量 ， 并 通过 A - D 转换 器 的 后 续 级 进行 量化 ， 然 后 以 数字 
方式 存储 。 测 量 结果 随后 与 A -D 转换 器 的 数字 输出 一 起 使 用 ， 以 产生 具有 改进 线 
性 的 校正 数字 输出 。 这 种 技术 的 缺点 是 需要 使 用 模拟 技术 不 需要 的 数字 加 法 器 。 然 
而 该 技术 大 大 放宽 了 对 一 些 模拟 组 件 的 设计 要 求 ， 并 导致 非常 可 靠 的 和 和 鲁 棒 的 设 
计 。 在 多 步 的 每 个 级 ， 比 较 器 将 可 能 的 信和 号 值 的 范围 分 成 一 组 较 小 的 范围 或 存储 
区 。 与 每 个 存储 区 相关 联 的 是 数字 编码 和 D A 转换 器 的 权重 。A - D 转换 器 的 每 
个 级 将 信号 分 配给 某 个 存储 区 ， 并 产生 一 个 残 差 信号 。 当 转换 完成 时 ， 信 和 号 对 于 
A -了 转换 器 的 每 个 级 都 有 一 个 存储 区 分 配 。 因 此 ， 信 号 由 A -DD 转换 器 的 每 个 级 
分 配 数字 编码 和 权重 。 为 了 重建 输入 信号 的 线性 数字 表示 ， 权 重 被 相 加 。 

当 输 入 的 线性 重建 完成 时 ， 两 个 信号 的 结果 应 该 彼此 匹配 。 如 果 w 用 于 表示 
来 自 i 级 的 权重 ,， 并且 D 用 于 表示 由 A -D 转换 器 的 其 余部 分 产生 的 编码 ， 则 
code; =w; + D; 和 code; ;1 =wi4y1 +Di4i1。 对 于 匹配 的 编码 ,， wi, -w; =D; -D =6 
(Vi - Vis.1) 。Di - D;,1 是 不 连续 性 的 高 度 ， 因 此 不 连续 性 的 高 度 是 对 应 于 不 连续 
性 任 一 侧 的 存储 区 的 权重 ， 因 此 通过 测量 每 个 不 连续 性 来 分 配 权重 : 假设 接近 不 连 
续 阔 值 的 信号 被 应 用 于 感 兴趣 的 级 的 输入 ， 然 后 进行 两 次 测量 : 在 第 一 种 情况 下 ， 
从 输入 信号 中 减 去 比较 器 装 值 以 下 的 D -A 转换 器 电 平 。 然 后 ， 通 过 剩余 的 多 步 
A -D 转 换 器 ， 对 所 得 到 的 残 差 进行 放大 和 量化 ， 获 得 数字 化 输出 D;。 接 下 来 ， 输 
入 信号 保持 相同 ， 并 且 立 即 从 输入 信号 中 减 去 比较 器 浆 值 以 上 的 D - A 转换 器 电 
平 。 这 种 情况 的 残 差 也 被 多 步 A - D 转换 器 的 其 余部 分 放大 和 量化 。 这 种 情况 下 会 
获得 残 差 输出 Diso REWA Di- Dis ARREA ER AWE ESA E 
处 完成 。 

数字 校准 的 多 步 A -D 转换 器 操作 类 似 于 未 校准 的 转换 器 的 操作 ， 但 以 下 情况 
除外 。 不 是 将 来 自 每 个 级 的 A - D 转换 器 输出 位 直接 并 人 数字 输出 字 ， 而 是 将 每 个 
级 的 位 用 作 查 找 表 的 地 址 。 解 码 器 将 地 址 转换 成 从 查找 表 中 选择 适当 的 D -A 转换 
器 权重 的 信号。 然后 将 该 D - A 转换 器 权重 加 到 前 一 级 的 数字 结果 中 。 在 最 后 级 ， 
最 终 数字 输出 字 是 每 个 选 定 的 D = A 转换 器 的 每 一 级 权重 之 和 。 记 住 i+1 级 的 残 差 
信号 Vi ;1 可 以 表述 为 

Varan Vi + Ch —D;) + mrt (5.43) 
RP, D; 是 该 级 的 子 A - D 转换 器 的 输出 。 
使 用 Vs 划分 双方 ， 则 可 以 将 第 i 级 输入 信号 Vi 表示 为 
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Vi Vet = 1N; (VV — C1 — Dz) 9, A; Vet) (5. 44) 
该 方程 构成 了 校准 算法 的 基础 。 通 过 使 用 5. 3 节 中 描述 的 算法 来 估计 级 增益 误 
差 mn;、 内 部 参考 电压 误差 y; 和 系统 偏 移 误差 A。 为 了 恢复 V 正确 的 值 ， 必 须 先 恢 
复 Vig /Veoto 通过 将 模拟 输入 电压 Vi, 正常 地 调整 为 参考 电压 Te 来 获得 数字 编 
码 Dou o 
如 果 (N-i) 位 后 端 A=D 转换 器 是 理想 的 A -D 转换 器 ， 则 以 偏 移 编码 格式 
写 人 的 输入 电压 态 :1 的 数字 输出 Ds 可 以 表示 为 


Dog =b1bz' tby =b 2 | +b,2%7? + +++ + by_12 + by (5.45) 
将 偏 移 编码 Dye FEM ABA Viss ， 然 后 计算 V;, AEE: 
Vial Veer ™ (Diag So 81) /29-*! = a +--+ + By 2° 
+by2~%-F-)) 1 4172" (5. 46) 


假设 每 个 级 的 校准 误差 参数 都 可 以 从 5. 3 节 中 描述 的 算法 得 知 ， 校 准 整个 多 步 
A -DD 转换 器 的 过 程 可 以 描述 如 下 : OE, AR i 开始 校准 ， 并 从 后 端 A -D 转 
换 器 输出 的 Deg 中 找到 残 差 电压 Viri 四 恢复 基于 算法 输出 Vi RA Vis 
Oia, BARMERi-1 的 最 初 的 两 步 ， 直 到 达到 第 1 级 。V 是 输入 信号 Vi, 的 校 
准 值 。 通 过 将 页 量化 到 N 位 来 获得 数字 输出 。 

校准 的 精度 取决 于 用 于 执行 校准 的 A -D 转换 器 的 精度 。 用 于 测量 重 权 的 A - 
D 转换 器 中 的 微分 非 线性 破坏 了 测量 ,包括 测量 级 的 新 A - D 转换 器 将 具有 比较 器 
BUA DNL， 如 果 使 用 多 步 A - D 转换 器 来 校准 自身 ， 则 这 可 能 是 限制 因素 。 幸 运 
的 是 ， 在 测量 过 程 中 由 A -D 转换 器 引起 的 DNL 被 放大 ， 因 为 测量 发 生 在 放大 的 
残 差 上 。 因 此 ， 如 果 没 有 校准 级 的 A -D 转换 器 的 DNL 为 x， 则 校准 级 的 A-D 转 
换 器 的 DNL 为 x/G， 其 中 6 为 残 差 放 大 器 的 增益 。 因 此 ， 可 以 从 后 端 A -D Fe deat 
的 输出 校准 一 个 多 步 A -D 转换 器 ， 并 向 前 端 工作 。 类 似 地 ， 在 校准 过 程 中 确实 发 
生 了 一 些 误差 累积 。 然 而 ， 通 过 设计 多 步 A -D 转换 器 ， 使 输入 信号 的 小 变化 仅 影 
响 由 端 级 产生 的 编码 ， 这 种 误差 的 累积 会 保持 在 最 小 。 

该 设计 允许 将 校准 逻辑 包含 在 与 A -DD 转换 器 相同 的 芯片 上 ， 或 者 使 用 与 电路 
板 级 A -DD 转换 器 芯片 组 合 的 FPGA 实现 。 校准 状态 机 在 校准 保持 级 期 间 控制 前 两 
级 的 D -A 转换 器 中 的 参考 电压 切换 。 用 于 计算 和 编码 逻辑 的 输入 信号 来 自转 换 器 
芯片 的 RSD 校正 的 数字 字 、 第 一 和 第 二 级 的 原始 位 、 状 态 指示 位 和 外 部 复位 信号 。 
每 个 级 的 校准 系数 是 4 次 测量 的 平均 值 ， 并 存储 在 存储 器 中 。 在 正常 操作 期 间 ， 校 
准 编码 是 两 个 系数 的 和 ， 根 据 两 个 第 一 级 的 原始 位 ， 这 两 个 系数 被 选择 为 每 个 未 校 
准 的 A -D 转换 器 输出 字 。 


5.7 实验 结果 


使 用 标准 单 极 六 金属 0.09pm CMOS 制造 的 专用 敌人 式 传 感 器 ， 在 三 步 /多 步 
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A -D 转 换 器 〈 见 图 5. 24) 上 对 本 章 中 描述 的 各 种 概念 的 有 效 性 进行 评估 。 转 换 器 
输入 信号 通过 3 次 交织 S/H 进行 采样 ， 消 除了 在 每 个 量化 级 之 后 重新 采样 信号 的 
需要 。S/H 分 离 并 缓冲 模拟 延迟 线 采样 信号 ， 然 后 将 其 馈送 到 3 个 A -D 转换 器 ， 
即 粗略 (4 位 )、 中 等 (4 位 ) 和 精细 (6 位 ) 。 粗 略 A -了 转换 器 的 量化 结果 用 于 
在 下 一 个 时 钟 相 位 中 选择 中 等 量化 的 参考 。 所 选择 的 参考 与 被 保持 的 输入 信号 组 合 
在 两 个 被 偏 移 校 准 的 双 残 差 放 大 器 中 。 中 等 A — D 转换 器 对 这 些 中 等 残 差 放 大 器 的 
输出 信号 进行 量化 。 粗 略 和 中 等 A -DD 转换 器 的 输出 被 组 合 以 便 为 精细 量化 选择 合 
适 的 参考 。 这 些 参考 也 是 与 两 个 偏 移 校准 的 双 残 差 放 大 器 中 的 采样 输入 信和 号 组 合 。 
放大 的 残 差 信号 被 添加 到 精细 A - D 转换 器 中 。 
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图 5.24 三 步 /多 步 A -D 转换 器 原型 


该 原型 采用 标准 单 极 六 金属 0. 09pm CMOS 制造 ， 核 心 面积 为 0.6mm? ,不 包括 
键 合 焊 盘 。A - D 转换 器 工作 在 1.2V 电源 电压 ， 功 率 为 85mW (无 输出 缓冲 器 ) 。 随 
着 CMOS 技术 的 尺寸 越 来 越 小 ,数字 电路 在 速度 、 功 率 和 面积 方面 都 将 受益 腓 浅 。 这 
些 优点 不 能 直接 用 于 模拟 电路 ， 因 为 模拟 电路 中 的 品质 因数 超出 了 速度 、 功 率 和 面积 
的 要 求 。 尽 管 以 较 低 的 SNR 和 更 差 的 线性 为 代价 ， 但 数字 缩放 产生 了 面积 缩小 、 带 
宽 增 加 和 功 耗 降 低 等 优点 。 模 拟 电路 缩放 的 重点 可 以 从 标准 数字 缩放 转移 到 性 能 提升 
模拟 缩放 。 在 文献 [369] 中 ， 尽 管 假设 模拟 电路 占据 了 SoC 的 一 小 部 分 ， 但 模拟 缩 
放 可 以 实现 电路 带宽 和 固定 频率 下 的 动态 范围 的 增加 ， 因 此 可 以 因 面 积 和 功率 的 增加 
而 得 到 补偿 。 与 缩放 目标 有 关 的 技术 可 以 分 为 两 部 分 : 在 架构 层面 上 ， 每 级 分 辩 率 、 
编码 和 数字 校正 的 选择 放宽 了 对 传统 上 称 为 功率 需求 模块 的 一 些 有 源 电路 块 的 要 求 ; 
在 电路 层面 上 ， 利 用 数字 校正 ， 动 态 比 较 器 可 以 消除 静态 功 耗 。 采 用 具有 前 置 放 大 器 
和 共 源 一 共 栅 跨 导 级 的 高 速 、 低 电压 运算 放大 器 来 实现 快速 稳定 和 高 直流 增益 。 最 
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后 ， 利 用 时 钟 升 压 电路 来 降低 由 低 电源 电压 引起 的 导 通 电阻 。 该 转换 器 设计 的 数字 部 
分 包括 时 钟 发 生 器 、 数 字 解 码 器 和 数字 校正 电路 。 

技术 缩放 对 源 极 / 漏 极 寄生 电容 的 影响 并 不 明显 ， 因 为 它 取决 于 挫 杂 密度 、 结 
深度 、 源 极 / 漏 极 面积 缩放 等 。 如 果 假 设 寄 生效 应 仅 受 缩放 特征 尺寸 的 影响 ， 源 / 漏 
极 寄生 电容 大 致 等 于 技术 缩放 常数 *。 寄 生 电 容 的 其 他 来 源 ， 比 如 布线 和 重大 ， 也 
随 技术 而 变化 。 尽 管 金属 线 的 线 宽 可 以 随 技术 而 减 小 ， 但 由 于 金属 线 之 间 的 最 小 间 
隔 减 小 ， 两 相 邻 金属 线 之 间 的 耦合 趋 于 增加 。 其 他 小 的 因素 ， 如 金属 电阻 要 求 ， 可 
能 会 阻止 长 金属 线 的 宽度 ， 这 也 会 影响 寄生 电容 。 通 常 ， 因 为 整体 晶片 尺寸 约 小 于 
(1《Ms)  ， 所 以 可 以 假设 寄生 (如 果 由 布线 和 重 又 控制 ) 大 致 为 (1/s)*。 如 果 所 有 
的 尺寸 和 电压 〈 和 电流 ) 都 按照 模拟 缩放 情景 的 建议 进行 了 缩放 ， 跨 导 将 因为 因 
数 1/5 而 增加 。 饱 和 度 的 输出 阻抗 按照 缩放， 因此 固有 增益 gwr。 保持 不 变 。 通 
过 模拟 缩放 ， 最 大 允许 电压 摆 幅 减 小 了 因数 *， 并 降低 电路 的 动态 范围 。 为 了 恢复 
动态 范围 ， 唱 体 管 的 跨 导 必须 增加 因数 14s? ， 因 为 热 噪声 电压 和 电流 随 着 gn 缩 
放 。 由 于 电压 缩放 需要 Ves- Vir 降低 因数 1/s， 所 以 漏 极 电流 Ip 必须 增加 相同 的 因 
数 ， 从 而 将 功 耗 增加 1/s。 类 似 地 ， 如 果 Cu 按照 1/s 和 工 缩放 ， 并 且 Ves -Vr 被 缩 
IST s, W 下 必须 增加 1/s?。 

对 于 12 位 分 辨 率 ，S/H 电路 中 的 保持 电容 由 噪声 限制 决定 ， 因 此 所 需 的 电容 
尺寸 在 两 种 技术 中 都 是 相同 的 。 实 际 上 ， 由 于 噪声 原因 Ca 保持 相同 ， 所 以 在 特定 
偏 置 条 件 和 固定 g。 的 缩放 技术 中 fr 更 高 ， 这 转化 为 具有 相同 功 耗 的 速度 增加 。 此 
外 ，zpasr 也 可 以 在 缩放 技术 中 降低 以 增加 g,,。 此 外 ， 运 算 放 大 器 输入 和 源 极 / 漏 极 
输出 电容 的 寄生 电容 在 缩放 技术 上 比 0. 18pm 设计 更 小 ， 从 而 改善 了 反馈 系数 以 及 
稳定 时 间 。 如 果 CL 由 寄生 电容 确定 ， 则 当 技术 由 于 栅 极 和 源 极 / 漏 极 电容 减 小 而 
被 缩放 时 ， 其 降低 约 s。 这 意味 着 ga 可 以 通过 因数 来 缩放 。 如 果 vpAsr 保 持 不 变 ， 
则 所 需 的 电流 可 以 大 致 降低 *， 这 意味 着 省 电 1/s。 

在 图 5. 25 中 ， 给 出 了 测试 芯片 的 显 微 照 片 。 专 用 艇 入 式 传感器 和 完整 的 DT 
占 整 个 区 域 的 10% 以 下 。 额 外 的 数字 电路 添加 在 左边 ， 它 连同 一 些 虚拟 金属 线路 
用 于 过 程 产量 的 目的 。 另 外 ， 测 试 芯 片 包 含 一 个 温度 传感器 (位 于 粗略 A -DD 转换 
器 和 精细 残 差 放大 器 之 间 ) 以 及 分 离 成 特定 组 的 微分 晶体 管 对 和 梯形 电阻 的 矩阵 ， 
这 些 组 被 放置 在 分 隔 的 多 步 A - D 转换 器 中 。 

为 了 允许 对 目前 某 些 特 定 参 数 的 工艺 可 变性 条 件 进 行 表 征 ， 实 现 了 优化 的 设计 
环境 ， 每 组 监视 器 都 针对 特定 的 误差 源 ， 如 5. 1. 4 节 所 述 。 执 行 重 复 单 DLPM 测量 
以 最 小 化 噪声 误差 。 每 个 DLPM 由 多 个 微分 晶体 管 对 (在 一 个 路 径 内 并 联 源 极 和 
漏 极 ) 组 成 ， 它 们 以 不 同 的 相互 距离 间隔 开 ， 以 检查 对 偏 移 空间 依赖 性 的 影响 。 
所 有 源 极 都 连接 到 一 个 共同 点 。 同 一 监视 器 中 的 所 有 晶体 管 的 栅 极 连接 到 共同 点 。 
在 布局 中 特别 注意 ， 要 在 栅 极 通路 中 获得 非常 低 的 电阻 以 消除 测量 期 间 的 系统 误 
差 ， 并 且 要 使 用 非常 宽 的 源 极 金属 连接 。 
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5.25 芯片 显 微 照片 


时 钟 电路 位 于 有 源 区 域 的 中 心 ， 其 中 适当 的 相位 在 电路 中 每 个 级 的 位 置 被 分 
接 。 数 字 校 正 位 于 有 源 区 右 下 角 ， 并 且 在 底部 的 焊 盘 处 产生 12 位 输出 。 右 边 加 上 
额外 的 数字 电路 ， 以 及 一 些 虚 拟 金属 线路 来 用 于 生产 。 与 第 3 章 中 描述 的 转换 器 类 
似 ， 在 整个 设计 中 使 用 微分 电路 拓扑 ， 多 个 衬 底 抽 头 靠近 噪声 敏感 电路 放置 ， 以 避 
免 噪声 注入 。 对 于 模拟 块 ， 衬 底 抽 头 放置 在 靠近 mn 沟 道 晶体 管 处 ， 并 连接 到 附近 的 
模拟 地 〈 用 于 公共 源 极 配置 ， 衬 底 抽 头 连接 到 源 极 ) 。 对 于 数字 块 ， 衬 底 抽 头 放置 
在 n 沟 道 晶体 管 附近 ， 并 连接 到 单独 的 专用 输出 焊 盘 的 衬 底 引 脚 ， 然 后 将 该 焊 盘 与 
评估 板 上 的 接地 连接 。 将 衬 底 抽 头 放置 在 晶体 管 附近 的 另 一 个 优点 是 最 小 化 主体 效 
应 变化 。 对 于 共 源 极 器 件 ， 由 于 源 极 和 主体 连接 ， 因 此 不 会 发 现任 何 主体 效应 。 对 
于 共 源 一 共 栅 器 件 ， 虽然 源 极 电位 可 能 随 电 位 变化 而 变化 ,但 由 于 源 极 退化 ，V1 
对 漏 极 电流 的 影响 大 大 降低 。 不 要 额外 放置 基板 抽 头 ， 以 避免 它们 作为 噪声 接收 器 
将 额外 的 噪声 耦合 到 电路 中 。 每 个 功能 块 使 用 单独 的 Vpop 和 接地 引 脚 ， 不 仅 可 以 最 
大 限度 地 减少 不 同 电路 块 之 间 的 噪声 耦合 ， 还 可 以 减少 对 地 的 总 体 阻 抗 。 整 个 芯 
使 用 多 个 了 pp 和 接地 引 脚 。 数 字 Von 和 接地 引 脚 与 模拟 Vos 分 离 。 在 模拟 部 分 中 ， 
用 于 不 同 功 能 块 的 Voo 和 接地 引 脚 也 被 分 离 ， 以 便 在 实验 过 程 中 具有 更 大 的 灵活 
性 。 每 个 电源 引 脚 连接 到 惠普 HP3631A 稳 压 器 ， 并 使 用 10pF 锂电 容 和 0. 1pF K 
次 芯片 电容 旁 路 接地 。 

参考 电流 源 由 Keithley224 外 部 电流 源 产生 。 对 于 实验 ,正弦 输入 信和 号 由 任意 
波形 发 生 器 〈Tektronix AWG2021) 产生 。 该 信号 通过 SMA 连接 器 板 载 ， 并 应 用 于 
将 单 端 信号 转换 为 平衡 微分 信号 的 变压器 〈 最 小 电流 PSCJ -2 - 1) 。 变 压 器 的 输出 
电 平移 位 到 共 模 输入 电压 ， 并 与 两 个 509 匹配 电阻 连接 。 进 入 A -D 转换 器 的 测 
试 信号 的 共 模 电压 通过 连接 到 参考 电压 的 匹配 电阻 设置 ， 名 义 上 设置 为 0.6V。 
A -D 转 换 器 的 数字 输出 通过 输出 缓冲 器 进行 缓冲 ， 来 驱动 器 板 上 电路 的 寄生 电容 
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和 逻辑 分 析 仪 的 探头 。 数 字 输 出 由 逻辑 分 析 仪 (Agilent 1682AD) 获取 ,还 向 逻辑 
分 析 仪 提供 时 钟 信号 来 和 A - D 转换 器 同步 。 所 有 的 器 件 都 由 LabView 程序 设 定 ， 
并 通过 MATLAB 软件 进行 信号 分 析 。 


5.7.1 A-D 测 试 窗口 生成 /更 新 的 结果 应 用 


通过 扫描 参考 电压 直到 决策 发 生变 化 ， 并 提取 关于 工艺 变化 效应 的 信息 。 根 据 
5.1.3 节 中 描述 的 多 步 A - D 转换 器 误差 模型 的 规则 ， 定 义 了 各 种 DLPM 的 辨别 窗 
口 。 通 过 将 被 测 唱 体 管 对 的 漏 极 连接 到 电压 表 的 开关 矩阵 来 顺序 地 访问 每 个 DLPM 
中 不 同 晶体 管 的 漏 极 电 压 ， 而 其 他 晶体 管 的 漏 极 保持 开路 。 开 关 和 矩阵 将 被 测 晶体 管 
对 的 栅 极 连接 到 栅 极 电压 源 ， 并 将 其 他 行 的 栅 极 连接 到 地 面 。 关 键 尺寸 的 分 析 显 示 
了 多 线 宽 度 对 方向 的 依赖 性 ， 这 导致 了 具有 不 同方 向 的 晶体 管 之 间 的 性 能 差异 。 对 
于 晶体 管 对 ， 在 不 同 栅 极 方向 之 间 没 有 观察 到 系统 偏差 。 通 过 使 用 大 于 Vr 的 栅 极 
电压 ， 所 有 晶体 管 都 以 强 反 转 偏 置 。 由 于 顺序 测量 不 同 的 晶体 管 ， 所 以 直流 栅 极 电 
压 源 的 直流 可 重复 性 必须 大 于 要 测量 的 最 小 栅 极 -电压 偏 移 。 测 量 设置 中 源 的 重复 
性 优 于 六 位 数 ， 而 且 这 是 足够 的 。 通 过 在 所 有 测试 芯片 上 以 最 小 距离 组 合 器 件 的 结 
果 获 得 的 样本 来 估计 偏 移 。 对 于 距离 依赖 性 ， 使 用 相同 的 统计 技术 。 

在 应 用 示例 所 示 的 粗略 A -D 转换 器 中 ， 存 在 一 些 DNL 误差 ， 如 图 5.26a 所 
示 。 图 5. 26b 和 5.27 显示 了 从 测试 矩阵 中 相似 数量 的 微分 转换 器 对 和 梯形 电阻 测 
量 中 提取 的 140 个 样本 估计 的 直方 图 。 片 上 DLPM 的 数量 由 于 区 域 限制 而 是 有 限 
的 ， 因 此 通过 统计 技术 来 获得 附加 信息 。 基 于 EM 算法 的 差 值 估计 在 图 5.28 中 示 
出 ， 其 对 应 于 唯一 地 基于 观测 数据 的 ML 估计 。EM 算法 允许 通过 在 两 个 步骤 之 间 
迭代 直到 收敛 的 计算 过 程 来 获得 未 知 参数 的 ML 估计 。 由 于 主要 的 统计 问题 是 参数 
估计 ， 所 以 在 大 多 数 情况 下 ， 这 最 好 通过 使 用 ML 理论 来 实现 ，EM 算法 将 缺失 数 
据 替 换 为 对 数 似 然 函数 ， 而 不 是 不 完整 的 数据 集 。 缺 失 值 被 它们 的 函数 的 条 件 预期 
所 代 蔡 ， 因 为 它们 出 现在 对 数 似 然 函 数 中 。 为 了 使 问题 易于 管理 ， 假 设 该 实现 工艺 
参数 变化 的 模型 遵循 高 斯 分 布 。 利 用 该 假设 ， 则 模拟 值 对 应 于 未 知 参数 的 足够 统计 
量 的 期 望 值 。 对 于 这 种 密度 ， 可 以 说 ， 不 完全 数据 集 是 观察 集合 ， 而 完整 数据 集 的 
每 个 要 素 可 以 被 定义 为 由 观察 和 指标 组 成 的 双 分 量 矢量 ， 该 指标 指定 哪 一 个 分 量 在 
观察 期 间 发 生 。 通 过 将 EM 方程 应 用 于 基于 DLPM 和 粗略 A -D 转换 器 DNL 测量 的 
两 个 单 变 高 斯 分 量 的 观测 混合 来 初始 化 高 斯 混合 。 图 5. 29a 可 以 看 出 对 数 似 然 函数 
L(O?/Tyy) 相对 于 迭代 次 数 的 曲线 。 每 次 迭代 保证 增加 概率 ， 最 后 算法 在 12 次 
迭代 中 收敛 到 似 然 函 数 的 局 部 最 大 值 。 

估计 决策 级 偏 移 误差 yw、 级 增益 误差 y 以 及 内 部 参考 电压 y 误差 的 平均 值 人 w 和 
方差 r。 文 献 [393] 详细 讨论 了 EM 算法 的 收敛 性 质 。 回 想 一 下 ，9'*1 是 使 差 值 
A(9/9'”) 最 大 化 的 9 的 估计 。 从 目前 的 8 估计 开始 ， 即 a? , ACe/e) =0。 由 
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DNL 直 方 图 


基于 增益 的 DLPM 直 方 图 





图 5.26 a) 来 自 测量 的 100 个 样本 的 粗略 A-D 转换 器 直方 图 估计 b) 来 自 测量 的 140 个 
样本 的 基于 增益 的 DLPM 直方 图 估计 (© IEEE 2008 ) 


于 选择 0('* KE A( 0/08), IFA ACO? 70) >A(607640 ) =0， 因 此 对 
于 每 次 迭代 ， 似 然 性 6) 是 非 递减 的 。 

对 于 一 些 9'” ， 当 算法 达到 某 个 固定 点 时 , 值 6 使 (0) RK. AFL 
AQ HE OO MAAS, MRL AO 在 9 是 可 微分 的 ， 那么 9 必须 是 L 的 一 个 固定 
点 。 然 而 ， 固 定点 不 需要 是 局 部 最 大 值 ， 文 献 [393] 显示 了 算法 可 以 收敛 到 局 部 
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基于 决策 的 DLPM 直 方 图 








基于 参考 的 DLPM 直 方 图 
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5.27 a) 基于 决策 级 DLPM 的 DLPM 直方 图 估计 b) 基于 参考 
DLPM 的 来 自 测量 的 140 个 样本 (© IEEE 2008 ) 


最 小 值 。 

当 得 到 测量 参数 分 布 时 ， 下 一 步 是 通过 调整 被 测 设备 的 相应 功能 测试 规格 中 的 
支持 向 量 机 (SVM) 分 类 器 ( 见 图 5.29b) 来 更 新 上 限 和 下 限 值 。 该 过 程 的 相关 信 
息 允 许 基于 最 差 故 障 的 DLPM (通过 稍微 较 窗 的 比较 窗口 获得 的 测试 事件 ) 进行 重 
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图 5.28 a) RF EM 的 和 迭代 次 数 估计 和 A、7、?y APF b) 关于 EM 的 
ERKA A n y 的 方差 值 r (© IEEE 2008) 


新 中 心 化 ， 比 如 在 飞行 测试 极限 设置 。 通 过 标准 二 次 规划 优化 ， 属 于 先 验 和 后 验 类 
的 输入 矢量 被 划分 为 一 些 子 集 。 二 次 规划 问题 被 逐渐 解决 ， 覆 盖 了 构成 完整 数据 集 
的 最 优 分 离 超 平面 的 所 有 类 的 子 集 。 注 意 ， 在 该 过 程 中 ， 参 数 的 函数 矢量 的 值 单调 
增加 ， 因 为 在 优化 中 考虑 越 来 越 多 的 训练 矢量 会 导致 两 个 类 之 间 的 分 离 越 来 越 小 。 
如 图 5. 29b 所 示 ， 可 以 用 0.35 LSB 将 上 限 值 更 新 为 被 测 器 件 的 相应 功能 测试 规格 ， 
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图 5.29 a) 关 于 EM 的 迭代 次 数 的 对 数 似 然 b) 基于 多 次 DLPM 和 
DUT 测量 ,将 后 验 概率 拟 合 到 SVM 输出 (© IEEE 2008 ) 


从 而 提高 产量 。 


5.7.2 A -D 转换 器 调试 和 校准 的 结果 应 用 


多 步 A — D 转换 器 调试 的 关键 是 从 传递 函数 中 选择 和 分 离 故 障 信息 。 为 了 对 
A -D 转换 器 的 模拟 性 能 进行 高 速 测试 和 调试 ， 不 仅 必 须 在 器 件 引 脚 上 具有 所 有 12 
个 数字 输出 和 两 个 超出 范围 的 信和 号， 而且 能 够 调试 需要 观察 的 粗略 、 中 等 、 精 细 
A-D 转换 器 每 级 的 输出 信号 。 从 第 一 级 开始 顺序 执行 每 级 的 调试 ， 每 级 都 以 较 低 
的 速度 单独 测试 ， 并 可 以 使 用 标准 工业 模拟 波形 发 生 器 。 为 了 进行 相干 测试 ， 
A -D 转换 器 的 时 钟 信号 必须 始终 由 测试 仪 完全 控制 。 一 起 添加 所 有 这 些 请 求 将 需 
要 14 位 宽 的 输出 测试 总 线 。 测 试 总 线 的 连接 不 仅 限 于 模拟 部 分 的 测试 。 对 于 数字 
测试 ， 测 试 总 线 也 用 于 从 扫描 链 中 携带 数字 数据 。 测 试 壳 包 含 所 有 功能 控制 逻辑 、 
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数字 测试 总 线 、 测 试 控制 块 (TCB) 和 用 于 数字 输入 /输出 到 其 他 了 P/ 核 心 的 CTAG 
隔离 链 。 此 外 ， 也 可 以 使 用 为 模拟 电路 部 分 创建 某 些 控制 信号 所 必需 的 逻辑 ， 并 且 
对 于 扫描 链 ， 由 测试 控制 块 控 制 的 旁 路 机 制 也 是 可 用 的 。 

在 粗略 A-D 转换 器 中 ， 通 过 改变 传递 函数 中 的 步 长 ， 转 换 器 内 部 模拟 组 件 的 
故障 会 导致 粗略 A- D 转换 器 的 传递 函数 偏离 理想 状态 。 超 出 规格 的 电阻 值 、 比 较 
器 偶 移 和 比较 器 偏 置 电流 等 故障 会 导致 不 同 的 模式 。 峰 值 数 量 和 峰值 数据 的 位 置 会 
识别 故障 类 型 和 故障 位 置 。 由 于 没有 从 中 等 和 精细 A - D 转换 器 到 粗略 A -D 转换 
器 的 结果 值 的 反馈 ， 所 以 不 需要 将 这 两 个 A -D 转换 器 设置 为 固定 值 ， 来 测试 粗略 
A-D 转换 器 。 校 准 D -A 转换 器 设置 不 会 在 粗略 A -D 转换 器 结果 中 显示 ， 然 而 
校准 系统 应 该 保持 有 效 。 不 允许 随机 校准 周期 来 防止 测试 结果 的 干扰 。 由 于 A -D 
转换 器 范围 的 重合， 中 等 A -DD 转换 器 的 响应 不 能 直接 使 用 正常 的 A - D 转换 器 输 
出 数据 进行 测试 。 无论 如 何 ， 通 过 使 用 该 块 扫描 链 来 设置 粗 调 外 部 输出 信号 ， 已 知 
的 值 被 分 配给 中 等 开关 。 残 差 信号 现在 用 于 通过 测试 总 线 观 察 中 等 A -D 转换 器 输 
出 位 来 分 别 验证 中 等 A -D 转换 器 。 

中 间 A — D 转换 器 中 的 故障 影响 m 个 中 间 位 的 传递 函数 中 的 步 长 ， 并 在 所 有 粗 
略 的 “ 位 中 重复 自身 。 对 于 中 间 A - D 转换 器 测试 ， 校 准 所 需 的 斩 波 器 信号 需要 工 
作 。 完 成 中 间 A -D 转换 器 测试 后 ， 必 须 通过 将 斩 波 器 输入 设置 为 两 个 预定 义 条 件 
来 对 斩 波 信号 进行 验证 ， 并 分 析 中 间 A - D 转换 器 数据 以 验证 偏 移 。 由 于 校准 D - 
A 转换 器 设置 在 中 间 A -D 转换 器 结果 中 显示 ， 因 此 D - A 转换 器 设置 为 已 知 值 ， 
以 防止 中 等 A - D 转换 器 测试 结果 的 干扰 。 

与 中 等 A -DD 转换 器 类 似 ， 由 于 A - D 转换 器 范围 的 重 倒 ， 精 细 A -DD 转换 器 
不 能 直接 监控 。 通 过 粗略 外 部 和 梯形 中 可 用 的 扫描 链 ， 控 制 信号 被 添加 到 中 等 和 精 
细 开 关 。 当 A -D 转换 器 在 具有 正常 输入 信号 的 正常 应 用 模式 下 工作 时 ， 提 取 预 定 
义 的 输入 信和 号。 在 某 一 时 刻 ， 扫 描 链 被 设置 为 保持 模式 以 获取 请 求 的 值 。 现 在 ， 通 
过 预定 义 的 输入 信号 导出 的 残 差 信号 可 以 评估 精细 A - D 转换 器 性 能 。 对 于 精细 
A-D 转换 器 测试 ,需要 有 效 的 斩 波 信号 。 为 了 验证 偏 移 ， 遵 循 与 中 等 A - D 转换 
器 类 似 的 过 程 。 必 须知 道 将 校准 D - A 转换 器 设置 为 已 知 值 ， 以 防止 测试 结果 的 干 
扰 。 所 有 3 个 测试 的 数字 控制 块 正常 工作 ， 来 提供 时 钟 脉冲 和 轿 波 信号 ， 并 将 校准 
D -A 转换 器 设置 在 已 知 状态 。 

为 了 评估 5.3 节 和 5.4 节 中 给 出 的 算法 ， 考 虑 表 5. 1 和 表 5.2 的 测试 结果 。 对 
于 表 5.1 中 A-D 转换 器 的 3 个 步骤 ， 随 机 生成 不 同 的 A、m 和 y， 使 得 相对 误差 
均匀 分 布 在 区 间 | -0.1, 0.1]。 首先, 将 4 设置 为 1/4 以 加 快 算法 ， 然 后 在 1000 
次 迭代 次 数 后 设置 为 1/64 以 提高 精度 。 在 约 10* 个 时 钟 周期 或 有 效 的 0. 22ms 
(w=1/64) 之 间 达 到 稳定 状态 。 
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R51 估计 结果 













实际 值 











Yı 0. 0229362 0. 0259427 
M 0. 0121342 0. 0116849 
Ay 0. 0017936 0. 0011347 
Y2 0. 0328464 0. 0342953 
N2 0. 0154584 0. 0142748 
Ad 0. 0054635 0. 0052347 
Y3 0. 0417635 0. 0424573 

0. 0173216 0. 0165324 





在 表 5. 2 中 ， 无 杂 散 动态 范围 被 用 作 性 能 和 矩阵。 被 测 电路 是 原型 之 前 的 3 个 时 

间 交 织 S/H。 已 经 对 整个 S/H 可 用 信号 带宽 和 最 可 能 的 限制 机 制 ， 即 时 间 o,、 偏 

Bo. to, 和 增益 o, 变化 进行 了 验证 。 表 5. 2 中 显示 了 两 个 输入 频率 ; 对 于 
它们 ， 选 择 任何 观察 到 的 误差 机 制 的 3 个 值 用 于 评估 。 
表 5.2 计算 值 和 估计 值 示例 











大/MHz 21 43 

o, (%) 0.015 0. 046 0. 156 0. 015 0. 046 0. 156 
计算 值 /dB 76.77 67.23 56. 78 16.77 67.23 56.78 
估计 值 /dB 77.50 67.96 57.50 77.50 67. 96 57. 50 

o, (%) 0.01 0. 05 0. 10 0.01 0. 05 0. 10 
计算 值 /dB 89. 54 75. 56 69. 54 89. 54 75. 56 69. 54 
估计 值 /dB 89. 55 75. 59 69. 58 89. 55 75. 59 69. 58 

o, (%) 0. 286 1.42 2. 86 0. 286 1.42 2. 86 
计算 值 /dB 84. 06 70. 14 64. 06 78. 62 64. 70 58. 62 
估计 值 /dB 83. 60 70. 14 64, 29 78. 59 64. 85 58. 96 

a, (%) 0.01 0. 05 0. 10 0.01 0. 05 0. 10 
计算 值 /dB 87. 46 73.42 67.41 81.11 67.13 61.11 


估计 值 /dB 86. 39 73. 23 67. 33 80. 09 66. 99 61. 02 


该 方法 的 优点 在 于 它 提供 了 无 偏 估计 ， 从 而 通过 增加 佑 计数 据 量 可 以 获得 任意 
的 估计 精度 。 虽 然 精 度 随 着 数据 量 增 加 得 相当 缓慢 ， 但 是 观察 到 的 A -DD 转换 器 使 
用 非常 高 的 采样 率 (高 于 50MS/s)， 因 此 在 不 到 2s 内 收集 了 大 约 几 百 万 个 样本 ， 
确保 了 非常 快 的 转换 器 估计 。 
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最 重要 的 A -D 转换 器 输出 位 与 模拟 输入 信号 有 很 强 的 相关 性 ， 这 用 于 通过 使 
用 伪 随 机 位 流 增加 对 输出 数字 字 进 行 加 扰 的 概率 ， 来 研究 从 输出 到 输入 的 信号 馈 
通 。 通 过 在 每 个 输出 缓冲 器 之 前 放置 异 或 门 并 将 随机 位 应 用 于 其 他 输入 来 实现 加 
扰 。 对 于 解 加 乱 ， 随 机 位 通过 额外 的 封装 引 脚 取 出 。 

校准 技术 在 所 有 级 都 进行 了 全 面 的 输入 验证 。 如 果 校 准 A - D 转换 器 的 模拟 输 
和 信使 得 编码 转换 为 :， 则 理想 A - D 转换 器 的 编码 转换 是 i 或 i+1。 模拟 输入 范围 
的 这 两 个 转换 器 的 数字 输出 之 间 的 偏 移 分 别 表示 为 Aa 和 Ao。 如 果 校 准 的 A -D 转 
换 器 在 内 部 参考 电压 y 和 级 增益 误差 n 中 没有 误差 ， 则 校准 的 和 理想 的 A -D 转换 
器 输出 之 间 的 差 值 与 模拟 输入 无 关 ， 因 此 Ai =4Az。 如 果 存 在 内 部 参考 电压 y 和 级 
增益 误差 n 的 误差 ， 则 校准 的 A - D 转换 器 产生 唯一 的 缺失 编码 。Ai 和 Ap 之 间 的 
差 精确 地 给 出 了 当 理 想 A -D 转换 器 从 1 到 i+1 变化 时 缺失 编码 引起 的 误差 。 以 类 
似 的 方式 ， 可 以 测量 由 于 所 有 其 他 转换 处 的 缺失 编码 引起 的 校准 的 A - D 转换 器 的 
唯一 误差 。 

在 每 个 测量 的 转换 处 ， 由 于 缺失 编码 的 误差 ， 校 准 的 A -D 转换 器 级 通过 将 转 
换 器 的 数字 输出 作为 转换 点 的 函数 进行 校正 ， 从 而 校准 的 A -D 转换 器 的 整体 传递 
函数 不 会 缺失 编码 。 对 于 所 有 i,， 只 要 输入 足够 快 以 产生 Aa 、Ai 的 足够 数量 的 估 
计 ， 则 对 于 A -DD 转换 器 的 输入 信号 的 波形 没有 约束 。 

校准 和 理想 A -DD 转换 器 之 间 的 恒定 偏 移 在 Aa 和 A 中 都 显示 为 一 个 共 模 移 
位 。 由 于 每 个 编码 转换 处 的 缺失 编码 的 数量 是 通过 Ai 减 去 Az 来 测量 的 ， 因 此 消除 
了 共 模 ， 所 以 输入 参考 偏 移 量 的 校准 A - D 转换 器 在 校准 方案 中 没有 影响 (在 实际 
假设 偏 移 量 不 足以 使 转换 器 级 的 输出 饱和 的 情况 下 )。 为 了 考虑 总 体内 部 参考 电压 
y、 级 增益 误差 n 和 系统 偏 移 入， 算法 利用 最 终 值 (W’') "= Ly’, n, a] 进行 
估计 。 由 于 理想 的 A -D 转换 器 为 校准 的 A -D 转换 器 提供 了 理想 的 参考 ， 所 以 用 
于 算法 适应 的 误差 信号 (由 两 个 A -D 转换 器 输出 的 差 形 成 ) 与 它们 之 间 的 误差 高 
度 相 关 ， 从 而 在 相对 较 短 的 时 间 间 隔 内 发 生 稳 态 收敛 。 

在 图 5.30 中， 显示 了 校正 参数 。 最 大 校正 值 随 着 样本 数量 明显 减少 。 中 等 
A-D 转换 器 的 校准 结果 如 图 5.31 和 图 5. 32 所 示 。 相 邻 级 之 间 快 速 变化 的 大 多 数 
误差 被 消除 ， 然 而 仍然 存在 一 些 缓慢 变化 的 误差 。 这 是 由 于 估计 振幅 分 布 的 误差 引 
起 的 ， 误 差 的 缓慢 变化 不 能 与 真实 振幅 分 布 的 变化 区 别 开 来 ， 因 为 只 假定 平滑 度 。 
对 于 正弦 信号 ， 振 幅 分 布 看 起 来 像 一 个 浴 得 。 由 于 在 边缘 附近 具有 高 峰值 的 浴 饶 形 
状 ， 直 方 图 对 输入 信号 中 的 振幅 变化 非常 敏感 。 估 计 是 最 准确 的 中 等 编码 。 然 而 由 
于 在 边缘 附近 突然 变化 的 振幅 分 布 ， 激 励 边缘 附近 的 误差 不 能 完全 消除 。 由 于 在 
算法 中 只 处 理 静 态 误差 ， 所 以 可 以 假设 误差 大 致 具有 重复 的 结构 。 这 可 以 用 于 通 
过 边缘 附近 的 外 部 来 估计 误差 ， 该 边缘 的 激励 太 低 ， 不 能 估计 不 匹配 误差 。 然 而 ， 
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质量 的 提高 受到 外 部 的 限制 ， 并 没有 给 出 完美 的 结果 ， 因 为 这 些 误 差 并 不 具有 周 


期 性 。 


2 误差 曲线 
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图 5. 30 a) 2000 个 样本 的 均 方 误 差 。 佑 计 器 采用 的 质量 标准 是 均 方 误差 准则 ， 
主要 是 因为 它 代表 误差 信号 中 的 能 量 ， 易 于 区 分 并 提供 分 配 权重 的 概率 


b) 200 万 个 样本 的 均 方 误差 (© IEEE 2008 ) 


DNL 测量 的 峰值 提高 约 为 上 0.2 LSB, INL 为 +2.9LSB。 注 意 , 图 5. 32 所 示 的 
校准 后 的 残 差 INL 误差 主要 是 由 于 精细 A - D 转换 器 的 失真 以 及 来 自前 端 采样 和 保 


持 的 失真 ， 这 为 A -D 转换 器 设置 了 最 佳 可 实现 的 线性 。 
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图 5.31 


a) 校准 前 b) 校准 后 
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图 5.32 校正 前 和 校准 后 的 INL 曲线 (GO IEEE 2008 ) 
a) 校正 前 b) 校准 后 
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5.8 人 小结 


混合 信号 设计 的 设计 边界 在 很 大 程度 上 取决 于 工艺 参数 及 其 在 品 元 、 唱 元 批 次 
内 部 和 唱片 批 次 之 间 的 分 布 ， 这 与 不 匹配 特别 相关 。 这 些 波 动 的 测量 对 于 稳定 控制 
晶体 管 性 能 和 统计 监测 是 至 关 重 要 的 ， 并且 对 这 些 影响 的 估计 能 够 有 效 地 开发 测试 
模式 以 及 测试 和 调试 方法 ， 并 且 确 保良 好 的 产量 。 通 过 使 用 专门 的 传感器 ， 利 用 电 
路 结构 和 特定 缺陷 机 制 的 知识 ， 本 书 中 描述 的 方法 可 以 以 最 大 10% 的 面积 开销 为 
代价 ， 早 日 快速 地 识别 过 多 的 工艺 参数 变化 的 影响 。 这 些 传 感 器 允许 读 出 本 地 
(核心 ) 性 能 参数 以 及 全 局 分 布 的 参数 。 该 概念 的 灵活 性 允许 使 用 各 种 其 他 性 能 传 
感 器 轻松 扩展 系统 。 在 线 和 离线 调试 方法 的 可 行 性 已 经 通过 在 标准 单 极 六 金属 
0.09pm CMOS 中 制造 的 芯片 原型 的 实验 测量 得 到 验证 ， 并 对 12 位 多 步 A -D 转换 
器 进行 了 估计 。 

片上 传感器 的 数量 由 于 区 域 限制 而 是 有 限 的 ， 因 此 通过 统计 技术 获得 了 额外 的 
信息 。 实 现 的 ML 算法 不 是 在 估计 过 程 中 使 用 传统 的 不 完全 数据 密度 ， 而 是 使 用 完 
整数 据 密度 的 属性 。 在 这 样 做 时 ， 通 常 可 以 使 估计 问题 更 容易 处 理 ， 并 且 还 可 以 对 
小 样本 量 的 参数 产生 很 好 的 估计 。 

为 了 允许 使 用 监测 过 程 变量 获得 的 信息 进行 测试 指导 ， 考 虑 了 几 个 分 类 器 ， 比 
如 二 次 、 升 压 、 神 经 网 络 或 贝 叶 斯 网 络 。 然 而 选择 了 实施 的 调整 SVM 分 类 器 ， 因 
为 它 同 时 最 小 化 经 验 分 类 误差 并 最 大 化 几何 边界 。 

在 转换 器 级 之 后 应 用 调试 方法 ， 并 对 从 输出 端 提供 的 数字 信号 进行 操作 。 用 于 
损失 函数 的 估计 器 的 质量 标准 是 均 方 误 差 准则 ， 主 要 是 因为 它 表 示 误 差 信号 中 的 能 
量 ， 易 于 区 分 并 提供 分 配 权重 的 概率 。 另 外 ， 用 于 误差 估计 的 自 适应 滤波 算法 可 以 
提供 每 次 迭代 的 少量 运算 ， 并 且 不 需要 相关 函数 计算 ， 也 不 需要 矩阵。 为 了 控制 滤 
Bar AA, DET 是 必需 的 ， 这 人 允许 在 每 个 级 将 输入 信号 强制 设置 为 预定 值 。 实 施 
的 测试 设计 方法 允许 电路 重新 配置 ， 使 得 所 有 子 块 在 其 全 部 输入 范围 内 被 测试 ， 从 
而 允许 被 测 设备 可 观察 和 可 控 。 添 加 测试 功能 不 会 降低 转换 器 性 能 ， 并 且 对 面积 和 
功 耗 影响 较 小 。 

此 外 ， 调 试 方法 扩展 到 允许 多 步 A -DD 转换 器 的 前 景 校准 。 所 呈现 的 校准 不 需 
要 任何 专用 的 测试 信号 ， 并 且 不 需要 部 分 转换 时 间 。 它 连续 工作 ， 并 且 每 个 信号 都 
应 用 于 A -DD 转换 器 。 


第 6 音 结论 和 建议 


6.1 结果 概述 


随 着 CMOS 制造 技术 的 快速 发 展 ， 越 来 越 多 的 信号 处 理 功能 在 数字 领域 实现 ， 
成 本 更 低 、 功 耗 更 低 、 产 量 更 高 、 再 配置 性 更 高 。 集 成 电路 集成 度 增加 的 趋势 迫使 
A -D 转换 器 接口 驻 留 在 复杂 的 混合 信号 IC 中 ， 主 要 用 于 DSP 和 控制 的 数字 模块 。 
然而 ， 各 种 应 用 中 转换 器 的 规格 强调 高 动态 范围 和 低 寄生 频谱 性 能 。 在 整体 环境 中 
实现 这 种 线性 是 非常 重要 的 ， 其 中 ， 因 为 某 些 应 用 和 /或 成 本 以 及 可 制造 性 原因 ， 
后 期 制造 部 件 修 整 或 校准 对 于 实施 来 说 是 繁琐 的 。 此 外 ， 由 于 CMOS 集成 电路 具有 
前 所 未 有 的 集成 度 ， 因 此 随 着 技术 进入 深 亚 微米 体系 ， 与 器 件 缩放 相关 的 潜在 问题 
( 短 沟 道 效应 ) 也 随 之 而 来 。A -D 转换 过 程 包括 对 所 应 用 的 模拟 输入 信和 号 进行 采 
样 ， 将 其 量化 为 数字 形式 ， 并 将 其 与 后 续 数 字 系 统 中 进一步 信号 处 理 之 前 的 参考 电 
压 进行 比较 。 根 据 这 些 功 能 的 组 合 ， 不 同 的 A - D 转换 器 架构 可 以 在 每 个 功能 上 实 
现 不 同 的 需求 。 如 第 2 章 所 述 ， 实 际 实 现 表明 ， 对 于 第 一 级 ， 转 换 器 功率 与 采样 率 
成 正比 。 然 而 由 于 将 工艺 技术 的 速度 能 力 推 到 极限 ， 因 此 所 需 的 功 耗 将 变 得 非 线 
性 。 管 道 和 两 步 /多 步 转换 器 在 实现 给 定 的 分 辨 率 和 采样 率 规 格 方面 往往 是 最 有 
效 的 。 

本 书 在 一 定 意 义 上 是 独一无二 的 工作 ， 涵 盖 了 多 步 A - D 转换 器 的 全 面 设计 、 
测试 、 调 试 和 校准 ; 它 集 成 了 电路 技术 和 算法 的 开发 ， 以 提高 分 辨 率 和 获得 A -D 
转换 器 的 采样 率 ， 并 增强 了 测试 和 调试 潜力 ， 来 动态 检测 误差 ， 隔 离 和 限制 故障 ， 
并 连续 恢复 和 补偿 误差 。 

如 第 3 章 所 述 ， 通 过 组 合并 行 和 校准 ， 并 利用 低压 电路 技术 ， 多 步 转换 器 高 分 
辩 率 的 功 耗 通过 在 五 金属 层 0.18pm CMOS 工艺 制造 的 1.8V、12 fz, 80MS/s, 
100mW 的 A -DD 转换 器 被 示范 。 较 低 的 电源 电压 明显 降低 了 噪声 容 限 ， 并 增加 了 
工艺 、 器 件 和 设计 参数 的 变化 。 因 此 ， 准 确 地 控制 制造 工艺 以 保持 均匀 性 更 加 困 
难 。 存 在 于 制造 环境 中 的 微观 微粒 和 制造 步骤 参数 的 轻微 变化 都 可 能 导致 IC 的 几 
何 和 电 性 质 偏 离 设计 过 程 结束 时 产生 的 几何 和 电 性 质 。 这 些 缺 陷 可 能 会 导致 各 种 故 
障 ， 具 体 取决 于 IC 拓扑 和 缺陷 的 性 质 。 为 了 减轻 与 复杂 混合 信号 电子 系统 测试 和 
调试 相关 的 不 断 增 加 的 成 本 产生 的 IC 设计 和 制造 的 负担 ， 开 发 了 几 种 电路 技术 和 
算法 ， 并 和 人 到 第 4 章 中 描述 的 ATPG、DIT 和 BIST 方法 中 。 

工艺 变化 不 能 通过 改善 制造 公差 来 解决 ， 必 须 通 过 新 的 器 件 技术 降低 可 变性 ， 
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或 者 通过 设计 进行 管理 ， 以 便 继 续 缩放 。 类 似 地 ， 模 内 性 能 变化 也 为 测试 方法 带 来 
了 新 的 挑战 。 在 第 4 章 和 第 5 章 中 详细 介绍 了 该 主题 。 使 用 专门 的 传感器 ， 其 利用 
了 电路 结构 和 特定 缺陷 机 制 的 知识 ， 本 书 中 描述 的 方法 可 以 及 早 快 速 地 识别 工艺 参 
数 变化 的 过 程 。 期 望 最 大 化 算法 使 得 估计 问题 更 易于 处 理 ， 并 且 还 对 小 样本 量 的 参 
数 产 生 了 良好 的 估计 。 为 了 允许 使 用 监测 工艺 变量 获得 的 信息 进行 测试 指导 ， 实 施 
的 调整 SVM 分 类 器 同时 最 小 化 经 验 分 类 误差 并 最 大 限度 地 提高 了 几何 边界 。 

值得 注意 的 是 ， 数 字 增 强 校准 技术 的 使 用 减少 了 对 具有 特殊 制造 步骤 的 昂贵 技 
术 的 需求 。 实 际 上 ， 数 字 处 理 的 额外 成 本 通常 是 可 以 承受 的 ， 因 为 即使 对 于 相对 复 
杂 的 算法 ,使 用 亚 微米 混合 信号 技术 也 可 以 有 效 地 利用 芯片 面积 。 采 用 误差 估计 的 
自 适应 滤波 算法 ， 可 以 提供 每 次 迭代 的 少量 运算 ,并 且 不 需要 相关 函数 计算 ,也 不 
需要 逆 和 矩阵 。 所 提出 的 前 景 校 准 算法 不 需要 任何 专用 的 测试 信号 ， 并 且 不 需要 一 部 
分 转换 时 间 。 它 连续 工作 ， 并 且 每 个 信号 都 应 用 于 A -D 转换 器 。 通 过 在 标准 单 极 
六 金属 0. O9 xm CMOS 工艺 中 制造 的 芯片 原型 的 实验 测量 ， 验 证 了 在 线 和 离线 调试 
和 校准 方法 的 可 行 性 。 


6.2 推荐 和 未 来 研究 


尽管 现在 所 有 A -D 转换 器 架构 的 解决 方案 最 终 受到 采样 时 钟 拌 动 的 限制 , 但 
在 低 电压 多 步 A — D 转换 器 中 ， 转 换 速率 和 分 辨 率 的 实际 限制 是 由 于 对 时 间 交 织 的 
Him S/H 级 、 子 D -A 转换 器 和 残 差 信号 的 全 分 辩 率 要 求 。 因 此 ， 快 速 准确 的 多 步 
A -D 转换 器 的 设计 将 随 着 技术 缩放 的 日 益 复杂 化 而 变 得 越 来 越 复杂 。 另 一 方面 ， 
技术 缩放 允许 广泛 使 用 数字 信号 处 理 来 校正 和 补偿 模拟 电路 的 缺陷 。 多 级 架构 的 发 
展 已 经 饱和 ， 或 将 继续 成 为 宽带 A -DD 转换 器 的 主导 架构 之 一 ， 这 取决 于 IC 工艺 
发 展 的 优势 和 矛盾 之 间 的 平衡 。 


A.1 时 间 不 匹配 


使 原始 采样 数据 序列 S = [a(t ) (ty), 2( ty) 5°" tn) ieat (ty) X(tyy1) o] 
分 为 N 个 子 序列 So 554 Sa 9 如 下 所 示 033] : 
So =[x(to),x(ty), x(t), ] 


S, = lAl) 8 Ctyan) A (ten) e] (A.1) 


Sy =[x(ty-1), x(t) 2l fy-1) 5°77] 
以 1/NT 的 速率 对 信号 x (t +i) 进行 均匀 采样 来 获得 Sao (RIK 
S, =[x(t,),0,0,:-(N -1zeros) ,x(ty,,) 0,0,-**] (A. 2) 
原始 序列 S 可 以 表示 为 


N=1 _ 
S= y Ss" (A. 3) 
n=0 
MBA, S MERE X o) 可 以 表示 为 
Xe) = FS, Ea ‘(0 - 228) ei w—(2mk/NT) ] xt te] x ee? (A.4) 
令 m7T, n=0.1, N-1 是 第 n 个 采样 保持 单元 的 采样 时 间 偏 移 ( 正 7 表示 第 
个 采样 延迟 ) ，i, 是 第 n 个 S/H 单元 的 实际 采样 时 间 : 


ey =nT -t, (A. 5) 
那么 式 (A.4) 可 以 重 写 为 
X(@) = RA [54 ee ] x(w -a (48) 
eae a) =sin(w;,t), WENEH X°(w) A PH: 
X (w) =jn[5(@+;,) -6(w — win)] (A.7) 
AH, 6 是 x =0 处 的 单位 样本 序列 5[x] =1。 
x =0 其 他 地 方 的 式 ( A. 6) 变 为 [93] 


206 RAE, WTAE A-D 转换 器 


X(w) =+ P [AH jm(8(a + on - kA) - 8( 0 - wn -k 25))] (A-8) 
其 中 


N-1 
Ath) = by a mm (A.9) 


n=0 


由 式 (A.8) 给 出 的 数字 频谱 具有 N 对 线 谱 ， 每 对 以 采样 频率 的 分 数 为 中 心 ， 
比如 fA/N, =, (N-1) fs/N。 

基数 对 应 Fa =0, Mk =1, =, N-IMMPREA. ASi A(0) 确定 ， 
而 失真 振幅 由 4A(n), n =1, +, Nowe, AC) Je [ (1/N) e TENA n =0,1, 
2,…,N-1j 的 序列 的 DFT。 

BREE r, 2af fs <<1， 边 带 分 量 的 振幅 可 以 表示 为 


a N-1 
|a) = We (ei Win/Fs ) @ -jtn(2n/N) | = PD (1 - ji2mr fi /f, )e CM 
n=0 n=0 


N-1 
2 ttf: 5 r,e ika(2a/N) | k#0,+N 
n=0 





Nf; 
= (A. 10) 
i 1 
1 - (j2af, = =1 k= 
| G Malf) (WD) 1 0, +N 
fa SH A2, PATA ANDO AS | AR BE BR 
spur —jkn( 2m; k A’4 “hin 
Peer(D = 22 | E (1 -me | = Saat (A110) 
A.2 偏 移 不 匹配 


可 以 通过 将 每 个 S/H 单元 唯一 的 输入 信号 添加 直流 电 平 来 模拟 偏 移 不 匹配 。 
对 于 n =0,…, N-1 的 输入 信号 Asin(wi,t) +d,， 傅 里 叶 变换 由 下 式 给 出 : 
X"(@) =jwA[6(@ +w) -6(w -@;,) | +27d,5(w) (A. 12) 
如 果 时 间 误 差 r, 不 为 零 。 代 入 之 前 的 式 (A. 8) : 


X(w) = = Ajnd| (w + Win - Zk) - (o — Oin - Zak) J 42 


NT NT 
= 27k 
x E ACh) 26 o - er) (A. 13) 
其 中 
1 N-1 
A(k) = Wate henna (A. 14) 


式 (A12) 的 第 一 项 对 应 于 输入 信号 ， 而 第 二 项 对 应 于 由 沟 道 偏 移 引起 的 失 
真 。 失 真 不 依赖 于 信号 ， 并 出 现在 太 /AN 处 ,其 中 n=0, 1, =, N-1, 从 上 一 个 
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方程 可 以 看 出 ， 失 真 由 脉冲 总 和 组 成 。 每 个 脉冲 对 应 于 时 域 中 e* 的 复 指数 信号。 
指数 信号 的 功率 为 1。 因数 ACK) 可 以 被 看 作 序列 d,/N, n =0, 1, +, N-1 
DFT。 由 偏 移 不 匹配 引起 的 寄生 电源 功率 密度 表示 为 


1 N-1 
P (k) = ee A g VEN) 
2 


2 1 
NV ee 5 


Mo (A. 15) 








A.3 ”增益 不 匹配 


为 了 模拟 增益 不 匹配 ，S/H 单位 输入 信号 的 振幅 不 同 。 最 大 差 出 现在 正弦 波 的 
峰值 。 信 号 是 wusin (wint), n=0, =, NN -1。 健 里 叶 变 换 由 下 式 给 出 : 
X*(@) =jmra[5s(o+win) -5(@-@;,) | (A. 16) 
如 果 时 间 误 差 7, 不 为 零 ， 代 入 之 前 的 式 (A. 8): 
X(w) = T, 2 [AWin(8(0 bogs bot) - (w eh, - + =m))] (A. 17) 
其 中 ,对 于 在 fsAN thin, Sfs/N fas ov, (N-1) fsAN tf ERRER N 
个 S/H 单元 的 增益 不 匹配 : 


ACB) « 15 ~jkn(2n/N) 
= We (A. 18) 
由 于 增益 不 匹配 导致 的 杂 散 功率 密度 可 以 表示 为 
PK 有 = £ Fa inne | Ey (A. 19) 
i al" 2NM * l 


A.4 带宽 不 匹配 


为 了 模拟 频率 相关 的 带宽 不 匹配 ，S/ 放大 器 近似 为 理想 的 单 极 放大 器 。 对 于 
单 极 系统 ，4(s) =4o/(1+s /oo)， 闭 环 传递 函数 为 
Bap 
Koi A(s) Ay 1 +AoB 
(s) = oe a (A. 20) 
Vin EHANA 1 + AoB +—— 1+ 
0 


认识 到 40o8 >>1， 对 于 B=1， 上 一 个 方程 变 为 





(1 + AoB) wo 











Woot (gy ssid ph 2g (A.21) 
Vin Let ay fin fe 万 
BAowo ~~) BAgf, 1 
NTF 2G E WY TE SKU x(t) =sin(wint) ， 傅 里 叶 变换 咎 (o) 由 下 式 给 出 : 
X*(w) =jnL6(w twn) -Elw -win)] (A. 22) 


并 且 7 =0 的 式 (A.8) 变 为 
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X(w) = $Y [Aw in( ou Her bot) -fw = fig - k ž5))] (A. 23) 


N-1 
ACh) = È Y b,a m (A. 24) 
n=0 


该 方程 具有 S/N fin, S/N fin, 1, (N-1) S/N Efa HRS n 个 
S/H 放大 器 经 历 的 /1 增益 频率 和 b, 带宽 偏 移 。 信 号 功率 为 4/2， 由 于 增益 带宽 不 
匹配 引起 的 杂 散 功率 密度 表示 为 


2 
Pr 





> he a 
= IMA” 





N-1 

—jkn(2n/N) 
her 
n=0 





(A. 25) 


A.5 一 般 表达 式 


无 杂 散 动态 范围 (SFDR) 的 一 般 表达 式 由 下 式 给 出 : 
SFDR =10log;o( ESP a) 

Aot =A /20% Aime = f/ (2fin) )?/ ("07 ) 

Again =1/0% Abanawiath = ifin) / (0%) 

其 输入 信号 功率 定义 为 P, =4?/2。 
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=10logio (NA,) (A.26) 


B.1 使 用 正弦 波 的 A -D 转换 器 非 线性 的 直方 图 测量 


直方 图 或 输出 编码 密度 是 每 个 编码 发 生 的 次 数 。 对 于 具有 满 量程 斜坡 输入 和 随 
机 采样 的 理想 A -D 转换 器 ， 在 每 个 存储 区 中 都 需要 相同 数量 的 编码 。 第 i 个 存储 
区 有 (i) 中 的 计数 除 以 样本 总 数 入, 是 容器 宽度 ， 是 满 量程 的 一 部 分 。 通 过 编译 累积 
直方 图 ， 累 积存 储 区 宽度 是 转换 电 平 。 

使 用 正弦 波 直方 图 测试 来 确定 A -D 转换 器 的 非 线性 已 经 变 得 很 常见 ， 并 在 文 
献 [336, 414] 中 有 描述 。 当 斜坡 或 三 角 波 用 于 直方 图 测试 时 ( 如 文献 【433 ] ) ， 
加 性 噪声 对 结果 没有 影响 ， 然 而 由 于 斜坡 中 的 失真 或 非 线 性 ， 难 以 保证 准确 性 。 

对 于 微分 非 线性 测试 ， 斜 坡 斜率 1% 的 变化 会 将 预期 的 编码 数量 改变 1% H 
于 这 些 误差 会 快速 累积 ， 所 以 积分 非 线 性 测试 将 变 得 不 可 行 。 很 明显 ， 输 入 源 应 该 
具有 比 被 测 转换 器 更 好 的 精度 。 当 使 用 正弦 波 时 ， 会 产生 误差 ， 并 在 峰值 附近 变 
大 。 然 而 ， 通 过 充分 过 驱动 A - D 转换 器 ， 可 以 使 该 误差 减 小 到 所 期 望 的 程度 。 

函数 Asinwt 的 概率 密度 p(V) 为 

1 


p(V) OR (B. 27) 
x z 
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将 关于 电压 的 该 密度 进行 积分 ， 给 出 分 布 函 数 PCV, Vy) : 
Pv, 和) = Lfsin~"[ b] -sinmi [二 a (B. 28) 


其 在 本 质 上 是 样本 在 V, ~ WV 的 概率 。 如 果 输 入 具有 直流 偏 移 ， 则 它 为 V, + 
Asinwt ， 并 且 密 度 为 
1 








V) a= B. 29 
A Cay i 

新 分 布 函数 通过 V, 被 转换 为 
POV, V) = Af sin! [ “2 *2] -sinz dread (B. 30) 


统计 学 上 用 于 衡量 非 线性 的 正确 方法 是 估计 数据 的 转换 。 存 储 区 宽 与 理想 存储 
区 宽 P(i) 的 比值 是 微分 线性 。 
在 LSB 上 减 去 1 给 出 了 LSB 中 的 微分 非 线性 : 
Se (B. 31) 
P(i) 
将 函数 PCV, Vo) 蔡 换 为 测量 的 H/N, 的 频率 ， 以 式 (A. 67) 两 边 的 余弦 值 


求解 加， 来 作为 V 的 估计 ， 并 使 用 下 式 : 


DNL(i) = 





cos(a-—B) =cos(a)cos(B) +sin(a)sin(B) (B: 32) 
cos( sin- ake vA -¥ (B. 33) 

得 出 
peL - (2¥, cos( 4 x w) -4 “(1 - cos? (F")) +V =0 (B. 34) 


在 这 种 考虑 中 ， 偏 移 V, 被 消除 ， 因 为 它 不 影响 积分 或 微分 非 线 性 。 求 解 肥 并 
使 用 正平 方 根 项 作为 解 ， 使 得 内 大 于 V: 


V, = SV scos( 3 +sin( K) JA - V2 (B. 35) 
就 V 而 言 ， 这 就 得 出 了 和 内， 可 以 通过 使 用 边界 条 件 V, = -4 和 使 用 下 式 直 接 
HAV.: 
k 
CH(k) = 2 Ai) (B. 36) 
i=0 
转换 电 平 负 的 估计 T, 可 以 表示 为 
Te -Acos( x 





a a aaa, (B. 37) 


t 


4 不 是 已 知 的 ， 但 是 作为 一 个 线性 因数 ， 所 有 的 转换 都 可 以 归 一 化 为 4， 所 以 
转换 的 全 部 范围 是 +1。 
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B. 2 WARE 


由 于 与 输入 激励 相关 联 的 PDF 是 已 知 的 ， 实 际 转换 电 平 T, 的 估计 器 和 以 LSB 
表示 的 相应 INL, 值 的 估计 器 分 别 被 表示 为 相干 采样 的 正弦 波 定义 的 随机 变量 : 


ee (B. 38) 


CH, 
Ti =d+ -heos[ m =) ke1,--,N=1INL, 


=(T, -Ti)/Ak=1,---,N=1 (B. 39) 
式 中 ,4、d 和 b% 分 别 是 信号 振幅 、 偏 移 和 初始 相位 ; M 是 采集 数据 的 数量 ; D/M 
表示 正弦 波 在 采样 频率 上 的 比率 ; T 是 理想 的 第 个 转换 电压 ; 并 且 A = FSR/2? 
是 被 测 A - D 转换 器 的 理想 编码 存储 区 宽度 ， 其 满 量 程 范围 等 于 FSR。 
用 于 分 析 受 积分 非 线性 影响 的 A - D 转换 器 的 共同 模型 将 量化 误差 e 描述 为 均 
匀 量 化 器 su 的 量化 误差 与 所 考虑 的 转换 器 e, 的 非 线性 性 能 之 和 。 为 了 简单 起 见 ， 
假设 [INLi <A/2, FEA 


N-1 
È; = = 2,Asgn(INL,)i(s e L) (B. 40) 


AP, sen (.) Ali (.) 分 别 表示 符号 和 指示 符 函数 ; s 表示 转换 器 激励 信号 ; 非 
FAHR 1 被 定义 为 


~ TCR- INL, TT ) SINE, >0 
n= k kok k (B.41) 


( T} Ti, - INL,) , INL, <0 
在 所 有 转换 器 输出 编码 的 均匀 激励 的 假设 下 评估 的 非 线性 量化 器 均 方 误差 由 下 
式 给 
mes = [ (eqs) + e,(s) ]?f.(s)ds (B. 42) 
ath, f, 表示 转换 器 激励 的 PDF。 
以 相等 的 概率 来 激励 所 有 器 件 输出 编码 需要 满足 : 
f(s) = L + i( Vin <s < Vy) (B. 43) 





因此 ，mse 变 为 





mes = = fia (s) +2e, (s)é, (s) + e2(s ) ]ds (B. 44) 


(Bist A = (Vy - Va) /N, 并 且 利用 与 均匀 量化 误差 序列 相关 联 的 mse 是 4/12, 
得 到 


了 2 
mse = 75 + wa |A IN), (s) + A* ]ds (B. 45) 
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HPP ae Agee, €,(s) =A/2 -A(s/A -1/2)， 可 以 验证 sng(INL,) + eq 
(s) <0， 这 样 


MATS 

mse = 7, + yami (B. 46) 
在 表征 A - D 转换 器 时 ，SINAD 比 mse 更 频繁 地 使 用 。SINAD (dB) 被 定义 为 
SINAD =20log0 一 Laiemal (B. 47) 

(noise) 

使 输入 信号 的 振幅 Aars A dB 为 单位 表示 。 因 此 ，rms 值 是 

Agprsy -1 

AIAN coe te sans 
signa 2 


TTS ( noise) (dB) 振幅 从 上 述 mse 表达 式 获 得 : 
rmsrnoise) = V mseSINADINL 


3 mse 
=20blogio2 + 10log10 7 + Aars — 10logiol x a (B. 49) 


为 了 计算 有 效 位 数 ENOB ， 首 先 表 示 用 于 理想 均匀 A - D 转换 器 的 SINAD, F 
求解 5: 





b 
SINAD ideal) = 20101 “P42 





FSR 
ENOB = om210SINAD + log, FSR (B. 50) 
20 a V64 
使 振幅 A = 104" FSR/2, 并且 合 并 上 述 公 式 ， 则 ENOB (dB) 可 以 表示 为 





mse ) 


A*/12 人 


B.3 测量 不 确定 性 


为 了 估计 DNL 和 INL 的 不 确定 性 ， 有 必要 知道 累积 概率 Q 的 概率 分 布 ， 来 实 
现 测 量 V< UB;， 其 中 UB; 为 第 i 个 电 平 的 上 限 : 
Q; = P(V < UB,) = f poa (B. 52) 
并 使 用 线性 变换 : 
UB; = - cos™Q; (B. 53) 
UB; 的 方差 和 互相 关 是 使 用 线性 近似 得 出 的 。 为 了 实现 值 0;， 需 要 具有 Ni 个 
值 <UB; 的 测量 和 (N-N;) ME > UB; 的 测量 。 测 量 值 0; 是 二 项 分 布 ， 其 可 以 通 
过 正 态 分 布 非常 好 地 近似 [44] ; 
P(Q';) =CMP(V<UB;) "(1 -P(V>UB,)" ™ (B. 54) 
= CV QM" -Q;)"™ 
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AF, Q'; 是 Q 的 估计 值 。 
平均 值 和 标准 偏差 由 下 式 给 出 : 
Ka’, =Q; Tigi. = Qi(1 -Q;)/N 
式 中 ，Q'; 是 Q; 的 无 偏 估计 。 
为 了 计算 0; 和 0; 之 间 的 协 方差 ， 首 先 定义 : 
Qo =P(V >UB;) 
Q; = P( UB; <V<UB;) =1-Q;-Q; 


以 及 关系 : 
N=N+N ony, =aN +aNN， 
N,+Ny+No=N oh, =ay+aw +20Nn, 
这 导致 了 
TNN, = Low, + oN, - on, |/2 
其 中 
oy, =NQi(1 -Q;) 
on, =NQo(1 - Qo) 
on, =NQ,(1 - Qy) 
或 者 
ownw =NQiQo =NQ;(1 - Q;) 
oo =G -Q;)/N 
HAW ote: 


Tip, = E[ dUB,dUB; ] =m sin’ nQog, = nsin? TQ; Q; C - Q;)/N 
类 似 地 
Tipun, = EL dUB,dUB, | =m sinnQisinwQ;Q;(1 - Q;)/N 
由 于 第 i 个 电 平 的 微分 非 线 性 被 定义 为 比率 : 


DNL, = 


i Lr al 


AH, Ly 是 记录 的 长 度 。 
DNL, 和 INL; 测量 的 不 确定 性 可 以 表示 为 


2 ë 2 2 
ODNL = 4/ Loup, + TUB; -20nn AIR 


Me ae 
CINL = Tug,/ Lr 


最 大 不 确定 性 出 现在 0; =0.5 处 ， 因 此 上 一 个 方程 可 以 使 用 下 式 近 似 : 


CDNL ~ m/Lg X1ZVN 
int, = T/2Lp x 1//N 


(B. 55) 


(B. 56) 


(B. 57) 


(B. 58) 


(B. 59) 


(B. 60) 


(B. 61) 


(B. 62) 


(B. 63) 


(B. 64) 


(B. 65) 
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